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INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL –  

PROGRAMMABLE CONTROLLERS –  
 

Part  2:  Equipment  requirements  and  tests  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Comm iss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zat i on  for  s tandard i zat i on  com pri s i n g  
al l  nati onal  e l ectrotechn i cal  comm i ttees  ( I EC  Nati onal  Comm i ttees) .  The  object  of  I EC  i s  to  prom ote  
i n ternati onal  co-operat i on  on  al l  q uesti ons  concern i ng  s tandard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron i c  f i e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i t i on  to  other  acti vi t i es ,  I EC  pu bl i shes  I n ternati onal  Standards,  Techn i cal  Speci f i cat i ons,  
Techn i cal  Reports ,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci f i cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter  referred  to  as  “ I EC  
Publ i cat i on(s ) ”) .  Thei r  preparat i on  i s  en trusted  to  techn i cal  comm i ttees;  any I EC  N ati onal  Comm i ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  m ay part i ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governm ental  and  non -
governm ental  organ i zat i ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  part i ci pate  i n  th i s  preparat i on .  I EC  col l aborates  cl osel y  
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zat i on  for S tandard i zati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by  
ag reem ent  between  the  two  organ i zat i ons .  

2)  The  form al  deci s i ons  or  ag reem ents  of  I EC  on  techn i cal  m atters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati onal  
consensus  of  opi n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn i cal  com m i ttee  has  represen tati on  from  al l  
i n terested  I EC  N ati onal  Com m i ttees.   

3 )  I EC Publ i cat i ons  have  the  form  of  recom m endati ons  for  i n ternati onal  u se  and  are  accepted  by  I EC  Nati onal  
Com m i ttees  i n  that  sense.  Whi l e  al l  reasonable  efforts  are  m ade  to  ensu re  that  the  techn i cal  con ten t  of  I EC  
Publ i cat i ons  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  held  responsib le  for  the  way i n  wh i ch  they are  used  or  fo r  an y  
m i s i n terpretati on  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  prom ote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC Nati onal  Com m i ttees  undertake  to  apply I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  m axim um  exten t  poss ib le  i n  thei r  nat i onal  and  reg i onal  publ i cat i ons .  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cat i on  and  the  correspond i ng  nat i onal  or reg i onal  pu bl i cat i on  shal l  be  c l earl y  i n d i cated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f  does  not  provi de  any attestati on  of  con form i ty.  I ndependent  cert i f i cati on  bod ies  provi de  con form i ty  
assessm ent  servi ces  and ,  i n  som e  areas,  access  to  I EC m arks  of  con form i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for  an y  
servi ces  carri ed  ou t  by i ndependent  cert i f i cat i on  bod i es.  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i t i on  of  th i s  publ i cat i on .  

7)  No  l i abi l i ty  shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors ,  em ployees,  servan ts  o r  ag ents  i ncl u d i ng  i n d i vi du al  experts  and  
m em bers  of  i ts  techn i cal  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Com m i ttees  for  any personal  i n j u ry,  property  dam age  o r  
o ther dam age  of  any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or  i nd i rect,  or  for  costs  ( i ncl ud i ng  l eg al  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  o f  the  publ i cat i on ,  u se  of,  or  re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or  any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  Norm ati ve  references  c i ted  i n  th i s  publ i cati on .  Use  of  the  referenced  publ i cat i ons  i s  
i nd i spensable  for  the  correct  appl i cat i on  of  th i s  publ i cat i on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty  that  som e  of  the  e l em ents  of  th i s  I EC  Publ i cati on  m ay be  the  su bject  o f  
paten t  ri g h ts .  I EC  shal l  not  be  held  respons ibl e  for  i den t i fyi ng  any or  a l l  such  paten t  ri gh ts .  

I n ternati onal  Standard  I EC  61 1 31 -2  has  been  prepared  by subcom m i ttee  65B:  Measurem ent  
and  con tro l  devices,  of  IEC  techn ical  com m i ttee  65:  I ndustrial -process  m easurem ent,  con tro l  
and  au tom ation .  

Th is  fou rth  ed i t i on  cancels  and  replaces  the  th i rd  ed i t ion  publ i shed  i n  2007.  Th is  ed i t i on  
consti tu tes  a  techn ical  revis ion .  

Th is  ed i ti on  incl udes  the  fo l l owing  s i gn i f ican t  techn ical  changes  wi th  respect  to  the  previous  
ed i t ion :  

a)  rem oval  of  safety requ i rem ents  and  i nstead  poin ti ng  to  I EC  61 01 0-2-201 ;  

b)  add i t i on  of  negative  l og ic  d i g i tal  i npu ts  and  ou tpu ts;  

c)  add i t i on  of  Type  3-d  d i g i tal  i npu t;  

d )  add i t i on  of  2, 7  GH z to  6  GH z requ i rem ent  for Rad io-frequency e lectro-m agnetic  am pl i tude  
m odu lated  imm un i ty;  
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e)  clari f i cati on  of  tem peratu re  test ing ;  

f)  c l ari f i cati on  of  type  test i ng ;  

g )  deprecati on  of  certai n  technolog ies;  

h )  general  update  of  m u l ti ple  aspects  of  functi onal i ty and  EMC;  

i )  reorgan i zati on  of  c lauses  to  associate  requ i rem ents  and  veri f icati ons  m ore  cl osel y.  

The  text  of  th is  s tandard  i s  based  on  the  fo l lowing  docum ents:  

FDI S  Report  on  vot i ng  

65B/1 083/FDI S  65B/1 091 /RVD  

 
Fu l l  i n form ation  on  the  voti ng  for the  approval  of  th is  I n ternational  Standard  can  be  found  i n  
the  report  on  voti ng  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  docum ent  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC  D i recti ves,  Part  2.  

A l i s t  of  al l  parts  i n  the  I EC  61 1 31  seri es,  publ ished  under  the  general  t i t l e  Industrial-process 
measurement and control – Programmable controllers,  can  be  found  on  the  IEC  webs i te .  

Fu ture  s tandards  i n  th is  series  wi l l  carry the  new general  t i t l e  as  c i ted  above.  Ti t l es  of  existi ng  
standards  i n  th is  series  wi l l  be  updated  at  the  t im e  of  the  next  ed i t i on .  

The  com m ittee  has  decided  that  the  con tents  of  th is  docum ent wi l l  rem ain  unchanged  un t i l  the  
stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  i n  the  data re lated  to  
the  speci f i c  docum ent.  At  th is  date,  the  docum ent  wi l l  be   

•  reconfi rm ed,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or  

•  am ended.  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  l ogo  on  the cover page of  th is  publ ication  ind icates  
that  i t  contains colours which  are considered  to  be usefu l  for the correct  
understand ing  of  i ts  contents.  Users  shou ld  therefore print  th is  document  using  a  
colour printer.  
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INTRODUCTION  

IEC  61 1 31 -2  i s  part  of  a  series  of  standards  on  i ndustrial  con trol  equ ipm ent,  i ncl ud ing  
programm able  contro l l ers ,  and  thei r  associated  peripherals  and  shou ld  be  read  in  con j unction  
wi th  the  other parts  of  the  series .  H owever,  i t  can  be  read  and  appl ied  alone.  

Where  a conf l ict  exists  between  th is  and  other I EC standards,  the  provis i ons  of  th is  s tandard  
shou ld  be  cons idered  to  govern  i n  the  area of  i ndustrial  con tro l  equ ipm en t,  i ncl ud ing  
programm able  con tro l lers ,  and  thei r  associated  peripherals .  

Th is  s tandard  defi nes  for  i ndustrial  con tro l  equ ipm ent  the  fo l lowing :  

•  Testi ng  and  veri f i cations  m ethods  (Clause  4) ;  

•  Operating  cond i t ions  (5 . 2) ;  

•  Tem perature  and  c l im atic  tests  (5 . 2. 1 ) ;  

•  Mechan ical  requ i rem ents  and   tests  (5 . 3) ;  

•  Functi onal  requ i rem ents  and  tests  for power suppl ies ,  I /Os  and  other com ponents  
(Clause  6) ;  

•  EMC requ i rem ents  and  tests  (Clause  7) ;  

•  Marking  and  docum entati on  requ i rem ents  (C lause  8) .  

Product  safety requ i rem ents  for PLC and  the  other types  of  i ndustrial  con tro l  equ ipm ent now 
i n  the  scope  of  th is  standard  are  speci fi ed  i n  I EC  61 01 0-2-201 ,  wh ich  replaces  the  
requ i rem ents  of  C lauses  1 1  to  1 4  of  I EC 61 1 31 -2:2007.   

The  operati ng  cond i t i ons  and  the  tem perature  derating  for al t i tudes  are  al ig ned  wi th  
IEC 61 01 0-2-201 :– 1 .  

 

___________ 

1   Under preparati on .  Stag e  at  the  t im e  of  publ i cati on :  I EC  /CDV 61 01 0-2-201 :201 6.  
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INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL –  
PROGRAMMABLE CONTROLLERS –  

 
Part  2:  Equipment  requirements  and  tests  

 
 
 

1  Scope 

This  part  of  IEC  61 1 31  speci f ies  functi onal  and  electrom agnetic  com patibi l i ty requ i rem en ts  
and  re lated  veri f i cati on  tests  for  i ndustrial  con tro l  equ ipm ent  of  the  fo l l owing  types:  

•  programm able  con tro l lers  (PLC) ;  

•  programm able  au tom ation  contro l ler  (PAC) ;  

•  rem ote  I /O;  

•  programm ing  and  debugg ing  too ls  (PADTs) ;  

•  i ndustri al  PC (com pu ters)  and  i ndustrial  panel  PC;  

•  d i splays  and  hum an-m ach ine  I n terfaces  (H MI )  for  i ndustrial  use;  

•  d i stribu ted  con tro l  system  (DCS) ,  and  DCS com ponents  that  are  l i s ted  here  i n  the  scope;  

•  any product  where  the  prim ary purpose  i s  perform ing  the  functi on  of  i ndustrial  con tro l  
equ ipm ent,  i ncl ud ing  PLC and/or PAC,  and/or thei r  associated  peripherals  wh ich  have  as  
the i r  i n tended  use  the  con trol  and  com m and  of  m ach ines,  au tom ated  manu facturi ng  and  
i ndustrial  processes,  e . g .  d iscrete,  batch   and  con ti nuous  con tro l .  

I n  th is  docum ent “contro l  equ ipm en t”  i s  equ ivalent  to  “ i ndustrial  con tro l  equ ipm ent”  as  are  
PLC  and  PAC.  
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Figure 1  – Equ ipment  in  the  scope and  not  in  the scope  

Com ponen ts  of  the  above  nam ed  equ ipm ent  (see  F igure  1 )  i ncl uded  i n  the  scope  of  th is  
standard  are:  

•  (auxi l i ary)  s tand-alone  power  suppl ies ;  

•  peri pherals  such  as  d i g i tal  and  analog  I /O;  

•  i ndustri al  network equ ipm ent.  

Contro l  equ ipm ent  and  the i r  associated  peripherals  are  i n tended  to  be  used  i n  an  i ndustrial  
envi ronm ent  and  m ay be  provided  as  open  or enclosed  equ ipm ent.   

I f  con tro l  equ ipm ent or  i ts  associated  peripherals  are  i n tended  for use  i n  other envi ronm ents  
( l i g h t  i ndustrial ,  comm ercial ,  res idential ) ,  then  the  speci fi c  requ i rem ents,  s tandards  and  
i nstal l ati on  practices  for  those  o ther envi ronm ents  shal l  be  add i t ional l y appl i ed  to  the  con tro l  
equ ipm ent  and  i ts  associated  peripherals.  

Equ ipm ent  covered  i n  th is  standard  i s  i n tended  for use  i n  overvol tage  category I I   
( I EC 60664-1 )  i n  l ow-vol tage  i nstal lations,  where  the  rated  equ ipm en t suppl y vo l tage  does  not  
exceed  AC 1  000  V r.m . s .  (50/60  H z) ,  or  DC 1  000  V.  I f  con trol  equ ipm ent  or  thei r  associated  
peripherals  are  appl ied  i n  overvol tage  category I I I  i ns tal lat i ons,  then  add i ti onal  anal ys is  wi l l  
be  requ i red  to  determ ine  the  su i tabi l i ty of  the  equ ipm ent  for  those  appl icati ons .  

The  object  of  th is  s tandard  i s  to  establ i sh  the  defi n i t i ons  and  i denti fy the  principal  
characterist ics  re levant  to  the  se lection  and  appl icati on  of  con tro l  equ ipm en t and  the i r  
associated  peripherals .  

IEC  

Multiple human- 
machine interfaces,  PC  

Equ ipment not  i n  the  scope  

DCS  
Networks  

PLC  
I/O  

PADT  

Control ,  HMI,  etc  
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devices and  
signals  

Equ ipment i n  the  scope  
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Th is  s tandard  also  speci fi es:  

a)  service  (operating ,  s torage  and  transportati on)  requ i rem ents  for  contro l  equ ipm ent  and  
the i r  associated  peripherals  (Clause  5) ;  

b)  functi onal  requ i rem ents  for  contro l  equ ipm ent  and  the i r  associated  peripherals  (Clause  6) ;  

c)  EMC  requ i rem ents  for  contro l  equ ipm ent  and  thei r  associated  peripherals  (Clause  7) ;  

d )  i n form ation  that  the  m anufacturer i s  requ i red  to  suppl y (C lause  8) .  

Safety requ i rem ents  for con trol  equ ipm ent  and  the i r  associated  peripherals  are  speci fi ed  i n  
IEC  61 01 0-2-201 .   

The  requ i rem ents  of  I EC Gu ide  1 06,  “Gu ide  for speci fyi ng  envi ronm ental  cond i t i ons  for  
equ ipm ent perform ance  rat i ng”,  and  I EC  Gu ide  1 07  “E lectrom agnetic  com patib i l i ty  – Gu ide  to  
the  draft ing  of  e lectrom agnetic  com patibi l i ty publ i cati ons , ”are  incorporated  herein .  

2 Normative references 

The  fol l owing  docum en ts  are  referred  to  i n  the  text  i n  such  a way that  som e or al l  of  the i r  
con ten t  consti tu tes  requ i rem ents  of  th is  docum ent.  For dated  references ,  on l y the  ed i t i on  
ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest  ed i t i on  of  the  referenced  docum ent ( i nclud ing  
an y am endm en ts)  appl ies.  

IEC  60068-2-1 ,  Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold 

IEC 60068-2-2,  Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat 

I EC  60068-2-6,  Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)  

IEC 60068-2-1 4,  Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature 

IEC  60068-2-27,  Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock 

IEC  60068-2-30,  Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat,  cyclic 
(12 +  12 h cycle) 

IEC  60068-2-31 ,  Environmental testing – Part 2-31: Tests – Test Ec: Rough handling shocks,  
primarily for equipment-type specimens 

IEC  6041 7,  Graphical symbols for use on equipment (avai lable  at  h ttp: //www. graph ical -
sym bols. i n fo/equ ipm ent)  

IEC  60947-5-1 :201 6,  Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit 
devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices 

IEC  61 000-4-2:2008,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measure-
ment techniques – Electrostatic discharge immunity test 

IEC  61 000-4-3 :2006,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3 : Testing and 
measurement techniques – Radiated,  radio-frequency,  electromagnetic field immunity test 

I EC 61 000-4-4:201 2,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 
measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test 

IEC  61 000-4-5:201 4,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measure-
ment techniques – Surge immunity test  

http://www.graphical-symbols.info/equipment
http://www.graphical-symbols.info/equipment
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I EC  61 000-4-6:201 3,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measure-
ment techniques – Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields 

I EC 61 000-4-8:2009,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measure-
ment techniques – Power frequency magnetic field immunity test  

I EC 61 000-4-1 1 :2004,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measure-
ment techniques – Voltage dips,  short interruptions and voltage variations immunity tests  

I EC 61 000-4-1 8:2006,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-18: Testing and measure-
ment techniques – Damped oscillatory waves immunity test 

I EC 61 000-6-1 :201 6,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – 
Immunity standard for residential,  commercial and light-industrial environments 

IEC  61 000-6-2:201 6,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – 
Immunity standard for industrial environments 

IEC  61 000-6-4,  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – 
Emission standard for industrial environments 

I EC 61 01 0-2-201 :–2,  Safety requirements for electrical equipment for measurement,  control,  
and laboratory use – Part 2-201: Particular requirements for control equipment 

IEC  61 1 31 - 1 ,  Programmable controllers – Part 1: General information 

IEC  61 1 31 -3,  Programmable controllers – Part 3: Programming languages 

IEC  61 1 31 -9,  Programmable controllers – Part 9: Single-drop digital communication interface 
for small sensors and actuators (SDCI)  

I EC  TR  61 1 31 -4,  Programmable controllers – Part 4: User guidelines 

IEC  61 1 58  (al l  parts) ,  Industrial communication networks – Fieldbus specifications  

I EC 61 784 (al l  parts) ,  Industrial communication networks – Profiles 

I SO 7000,  Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols  (avai lable  at  
h ttp: //www. iso. org /obp)  

ANSI /I SA-50.00. 01 -1 975  – (R201 2) ,  Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial 
Process Instruments  

HCF_SPEC-1 3,  HART (Highway Addressable Remote Transducer) Communication Protocol 
Specification,  Rev 7.5 

3 Terms,  defin i tions,  abbreviated  terms,  acronyms,  conventions and  symbols  

3. 1  Terms and  defin i t ions  

For the  purposes  of  th is  docum en t,  the  term s  and  defi n i t i ons  g i ven  i n  I EC  61 1 31 -1  and  the  
fo l l owing  appl y.  

___________ 

2  Under preparati on .  Stag e  at  the  t im e  of  publ i cat i on :  I EC/ADI S  61 01 0-2-201 :201 6.  

http://www.iso.org/obp
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ISO and  I EC  m ain tain  term inolog ical  databases  for  use  i n  s tandard i zati on  at  the  fo l l owing  
addresses:  

•  I EC  E lectroped ia:  avai lable  at  h ttp: //www. electroped ia.org /  

•  I SO On l ine  browsing  platform :  avai lable  at  h ttp: //www. iso .org /obp  

3.1 . 1   
ambient  temperature  
tem perature,  determ ined  under prescribed  cond i ti ons,  of  the  ai r  su rround ing  the  equ ipm ent  

3.1 .2   
analog  input  
device  wh ich  converts  a  con tinuous  s i gnal  to  a  d i scretel y valued  m u l t i -b i t  b inary num ber,  for  
use  by the  con tro l  equ ipm ent  

3.1 .3   
analog  output  
device  wh ich  converts  a  m u l ti -b i t  b i nary num ber from  the  contro l  equ ipm ent  to  a  conti nuous  
s i gnal  

3.1 .4   
battery 
electrochem ical  energ y source  wh ich  can  be  rechargeable  or  non -rechargeable  

3.1 .5   
cu rrent  sinking  
property of  receiving  curren t  

3.1 .6   
cu rrent  sourcing  
property of  suppl yi ng  curren t  

3.1 .7   
d .c.  power network 
l ocal  d i rect  cu rren t  e lectri ci ty suppl y network i n  the  i n frastructure  of  a  s i te  or  bu i ld i ng  i n tended  
for use  by one  or m ore  d i fferen t  types  of  equ ipm ent and  provid ing  power suppl y i ndependentl y 
from  the  cond i t i ons  of  the  publ ic  m ains  network  

Note  1  to  en try:  Exam ples  of  a  d . c.  power network are  1 25  Vd . c.  and  400  Vd . c.  power networks  u t i l i zed  i n  
appl i cati ons  such  as  u t i l i ty  power plan ts ,  ai rport  radar UPS,  te l ecom  UPS  etc.  Low vo l tages  such  as  e . g .  24  V  d . c. ,  
48  V  d . c. ,  are  not  su i tabl e  for  d i s tri bu ti on ,  du e  to  h i g h  vo l tage  d rop  l osses.  As  such  these  l ow vo l tage  power  
sources  are  not  cons idered  d . c .  power networks.  

3. 1 .8   
d ig i tal  i nput  
device  wh ich  converts  an  essential l y two-state  s i gnal  to  a  s i ng le-bi t  bi nary num ber  

3. 1 .9   
d ig i tal  output  
device  wh ich  converts  a  s i ng le-bi t  b i nary num ber  to  a two-state  s ignal  

3. 1 . 1 0   
earth   
conducti ng  m ass  of  the  Earth ,  whose  electric  potential  at  an y po in t  i s  conven tional l y taken  
as  zero  

[SOU RCE:  IEC  60050-1 95: 1 998,  1 95-01 -01 ]  

http://www.iso.org/obp
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3.1 . 1 1   
EMC 
electromagnetic  compatibi l i ty  
abi l i ty of  an  equ ipm ent or  system  to  function  sati sfactori l y i n  i ts  e lectrom agnetic  envi ronm en t  
wi thout  i n troducing  i n to lerable  e lectrom agnetic  d is turbances  to  an yth i ng  i n  that  envi ronm en t  

[SOU RCE:  IEC  60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -07]  

3.1 . 1 2   
enclosed  equ ipment  
equ ipm ent  wh ich  i ncludes  an  enclosure,  having  safety capabi l i ty,  or  com bination  of  an  
enclosure,  having  safety capabi l i ty,  and  i nstal l at i on  provis ions  enclos in g  on  al l  s i des,  wi th  the  
poss ible  exception  of  i ts  m ounti ng  surface,  to  preven t  personnel  from  accidental l y touch ing  
hazardous  l i ve ,  hot  or  m oving  parts  con tained  therein  and  m eeting  requ i rem ents  of  
m echan ical  s treng th ,  f l amm abi l i ty,  and  s tabi l i ty (where  appl icable)  

Note  1  to  en try:  Exam ples  are  portabl e  and  hand -held  equ ipm ent.  

[SOURCE:  IEC  61 01 0-2-201 :–,  3 . 1 02]  

3.1 . 1 3   
enclosure  
hous ing  afford ing  the  type  and  degree  of  protecti on  su i table  for  the  in tended  appl icati on  

[SOU RCE:  IEC  60050-1 95: 1 998,  1 95-02-35]  

3.1 . 1 4   
equ ipment  under test  
EUT 
representati ve  confi gurati on(s) ,  as  defi ned  by the  m anufacturer,  used  for type  tests  (see  4. 2)  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l angu ag e  on l y.  

3. 1 . 1 5   
field  wi ring  
wiri ng  of  the  con tro l  equ ipm ent,  wh ich  i s  not  i nstal led  i n  the  contro l  equ ipmen t m anufacturer's  
faci l i ty  

Note  1  to  en try:  Exam ples  of  f i e l d  wi ri ng  are  power su ppl y,  d i g i tal  and  anal og ue  i npu t  and  ou tpu t  wi ri ng .  

Note  2  to  en try:  Con tro l  equ i pm ent  m anufactu rer’ s ,  e . g .  pre -assem bled  or  m olded  cabl i ng  i s  not  cons idered  f i e l d  
wi ri ng .  

[SOURCE:  IEC  61 01 0-2-201 :–,  3 . 1 05]  

3.1 . 1 6   
fixed  equ ipment  
electric  equ ipm ent  fastened  to  a  support,  or  otherwise  secured  in  a  speci f i c  l ocati on  

[SOU RCE:  I EC 60050-826:2004,  826-1 6-07]  

3.1 . 1 7   
functional  earth  
poin t  or  po i n ts  i n  a  system ,  an  i nstal l at i on  or  i n  equ ipm ent  for connecti on  to  earth ,  for  
purposes  other than  e lectrical  safety 

3.1 . 1 8   
hand-held  equ ipment   
electric  equ ipm ent  i n tended  to  be  held  i n  the  hand  during  norm al  use  
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[SOU RCE:  I EC 60050-826:2004,  826-1 6-05]  

3.1 . 1 9   
immuni ty,  < to  a  d i s turbance>  
abi l i ty of  a  device,  equ ipm ent  or  system  to  perform  wi thout  degradati on  i n  the  presence  of  an  
e lectrom agnetic  d is tu rbance  

Note  1  to  en try:  N ot  used  exc lus i ve l y  to  refer to  EMC i n  th i s  s tandard .  I t  m ay al so  refer,  fo r  exam ple,  to  vi brati on ,  
hum id i ty,  etc.  

[SOURCE:  IEC  60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -20]  

3. 1 .20   
immuni ty type  test  
immuni ty test  
type  test  veri fying  that  the  equ ipm ent  operation  i s  not  al tered  by the  appl ication  of  speci fi ed  
i n f l uencing  quan ti t i es  that  are  i n tended  to  approxim ate  norm al  operati on  

3. 1 .21   
i n terface  
shared  boundary between  one  con tro l  equ ipm en t  and  another con trol  equ ipm ent,  or  between  
parts  of  a  contro l  equ ipm en t,  th rough  wh ich  i n form ation  or e lectrical  energ y i s  conveyed  

3. 1 .22   
i solated ,  <devices,  c i rcu i ts>  
devices  or  ci rcu i ts  wi thou t  galvan ic  connection  between  them  

3. 1 .23   
modu le  
part  of  the  con tro l  equ ipm ent  con tain i ng  (an)  i den ti f ied  functi on(s)  process ing  un i t ,  analog  
i npu t,  e tc. ) ,  wh ich  m ay pl ug  i n to  a backplane  or  base  

3. 1 .24   
mu l t i -channel  module  
m odu le  con tain ing  m u l t i ple  i npu t  and/or ou tpu t  s i gnal  i n terfaces  wh ich  cou ld  be  i so lated  or not  
i solated  from  each  o ther  

3. 1 .25   
normal  use  
operati on ,  i nclud ing  s tand-by,  accord ing  to  the  i nstructions  for  use  or for  the  obvious  i n tended  
purpose  

Note  1  to  en try:  Norm al  servi ce  cond i t i ons  are  s tated  i n  Clause  5.  

3. 1 .26   
open  equ ipment  
equ ipm ent wh ich  does  not  protect  personnel  from  accidental l y touch ing  hazardous  l i ve  or  
m oving  parts  con tained  therein  nor m eet  requ i rem ents  of  m echan ical  s treng th ,  f l amm abi l i ty 
and  stabi l i ty (where  appl i cable)  

[SOURCE:  IEC  61 01 0-2-201 :–,  3 . 1 07]  

3.1 .27   
operator  
person  com m and ing  and  m on i toring  a m ach ine  or process  th rough  an  H MI  connected  to  the  
con trol  equ ipm ent  

Note  1  to  en try:  The  operator does  not  change  the  con tro l  equ ipm ent  hardware  con fi g u rat i on ,  software  or the  
appl i cat i on  prog ram m e.  Contro l  equ i pm ent  i s  not  i n tended  for  use  by un trai ned  personnel .   
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Note  2  to  en try:  The  operator i s  assum ed  to  be  aware  of  the  general  hazards  i n  an  i ndustri al  envi ronm ent.  

3. 1 .28   
overvol tage  category,  <of  a  c i rcu i t  or  wi th in  an  electrical  system >  
classi f ication  based  on  l im i t i ng  (or con trol l i ng )  the  values  of  prospecti ve  trans ien t  
overvol tages  occurri ng  i n  a  c i rcu i t  (or  wi th i n  an  e lectrical  system  having  d i fferen t  nom inal  
vo l tages)  and  depend ing  upon  the  m eans  em ployed  to  i n f luence  the  overvo l tages   

Note  1  to  en try:  I n  an  e l ectri cal  system ,  the  trans i t i on  from  one  overvol tage  category to  another of  l ower categ ory  
i s  obtai ned  th rou gh  appropriate  m eans  com plyi ng  wi th  i n terface  requ i rem ents.  These  i n terface  requ i rem ents  m ay 
be  an  overvol tage  protect i ve  devi ce  or a  seri es-shun t  im pedance  arrangem ent  capable  of  d i ss ipati ng ,  absorbing ,  or  
d i vert i ng  the  energ y i n  the  associated  su rge  cu rren t,  to  l ower  the  trans ien t  overvol tag e  valu e  to  that  of  the  des i red  
l ower overvol tage  category.  

Note  2  to  en try:  Equ ipm ent  covered  i n  th i s  s tandard  i s  i n tended  for  use  i n  overvol tag e  category I I .  

3. 1 .29   
permanent  instal lation   
portion  of  the  contro l  equ ipm ent  that  can  on l y be  connected  to  or  d i sconnected  from  the  
con trol  equ ipm ent  by the  use  of  a  tool  

3. 1 .30   
port  
access  to  a device  or  network where  e lectrom agnetic  energ y or s ignals  m ay be  suppl i ed  or  
received  or where  the  device  or network variables  m ay be  observed  or  m easured  

Note  1  to  en try:  Most  com m on ly used  wi th  respect  to  EMC.  

[SOURCE:  IEC  60050-1 31 :2002,  1 31 - 1 2-60,  m od i fi ed  – Note  1  to  en try has  been  m od i f ied . ]   

3.1 .31   
portable  equ ipment  
equ ipm ent  i n tended  to  be  carried  by hand  and  not  f i xed  duri ng  norm al  use  

3.1 .32   
publ ic  mains  
power from  the  conductors/m ains  of  the  publ ic  u t i l i ty d i s tribu tion  system  

3.1 .33   
total  output  current ,  <of  an  ou tpu t  m odu le>  
curren t  that  a  m u l t i -channel  m odu le  operati ng  at  the  m ost  adverse  com binati on  of  norm al  
operati on  can  suppl y wi thou t  an y part  of  i t  ( i nsu lati on ,  term inals ,  exposed  conductive  parts,  
etc. )  exceed ing  the  speci fied  tem peratu re  l im i ts  

Note  1  to  en try:  For a  m u l t i -channel  m odu le,  the  total  ou tpu t  cu rren t  i s  general l y  l ess  than  the  sum  of  the  ou tpu t  
cu rren ts  of  the  channels .  

3. 1 .34   
type test  
conform i ty test  m ade  on  one  or  m ore  i tem s  represen tati ve  of  the  producti on   

[SOURCE:  IEC  60050-1 51 :2001 ,  1 51 - 1 6-1 6]  

3. 1 .35   
un i t   
i n tegral  assem bl y (wh ich  m ay cons ist  of  m odu les  p lugged  i n  or  o therwise  connected  wi th i n  
the  assem bly)  connected  to  other un i ts  wi th i n  the  contro l  equ ipm ent  by m eans  of  cables  for  
perm anentl y i nstal l ed  un i ts  and  cables  or other m eans  for portable  un i ts  
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3.1 .36   
wi thstand  type test  
wi thstand  test  
type  test  veri fyi ng  that  the  appl icati on  of  m ore  severe  i n fl uencing  quanti t i es  to  the  equ ipm ent  
does  not  im pai r  i ts  abi l i ty to  assum e i ts  i n tended  m ission  

3.2  Abbreviated  terms,  acronyms,  conventions and  symbols  

Acronym   Description  

a.c.  or  "AC"  or  "al ternating  cu rrent"  are  al l  equ ivalen t  

BCD  Binary-Coded  Decim al  

BI OS  Basic  I npu t/Ou tpu t  System  

CDN  Coupl i ng /Decoupl i ng  Network 

CI SPR  Com i té  I n ternational  Spécial  des  Perturbati ons  Rad ioélectriques  (CI SPR;  Eng l ish :  
Special  I n ternati onal  Comm ittee  On  Rad io  I n terference)  

CMRR Com m on-Mode Rejection  Ratio  

CMV Com m on-Mode Vo l tage  

d . c.  or  "DC"  or  "d i rect  curren t"  are  al l  equ ivalent  

DCS  D istribu ted  Con trol  System  

DI N  Deu tsches  I nst i tu t  fü r  Norm ung  

EMC E lectrom agnetic  Com patibi l i ty  

EMI  E lectrom agnetic  I n terference   

ESD  E lectrostatic  D ischarge  

EU  European  U n ion   

EUT  Equ ipm ent  U nder Test  

FDI S  Final  Draft  I n ternational  Standard  

FF Foundation  F ieldbus  

HART H ighway Addressable  Rem ote  Transducer  

HM I  Hum an  Mach ine  I n terface  

I /O  I nput/Ou tpu t  

IEC  I n ternati onal  E lectrotechn ical  Comm ission   

I EEE  I nst i tu te  of  E lectrical  and  E lectron ics  Eng ineers  

I EV I n ternati onal  E lectrotechn ical  Vocabu lary 

ISO I n ternational  Organ i zation  for  Standard i zation  

LSB  Least  S ign i f i cant  Bi t  

MOV Metal  Oxide  Varis tor  

MTBF Mean  Tim e Between  Fai l u res  

NC  Norm al l y C losed  

ND  Not  Defined  

NO  Norm al l y Open  

ODVA ODVA,  I nc.  ( form erl y “Open  DeviceNet  Vendor’s  Associat ion ”)  

OS  Operating  System   

OTH  Operating  Tem peratu re  &  H um id i ty  

PAC  Program m able  Au tom ation  Con tro l l er  

PADT  Program m ing  and  Debugg ing  Too l  

PAS  Publ icl y Avai lable  Speci f i cation  
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PC   Personal  Com pu ter  

PELV Protected  Extra-Low Vol tage  

PFVP  Proper  Function ing  Veri f i cati on  Procedures  

PLC  Program m able  Log ic  Con tro l ler  

PNO Profi bus  Nu tzer  (User)  Organ izati on  

PS  Power Suppl y 

RC  Res istor  Capaci tor  

RIOS   Rem ote  I npu t/Outpu t  Stati on  

RMS Root  Mean  Square  

RTD Res is ti ve  Tem perature  Device  

SC  Subcomm i ttee  

SDCI  S ing le-drop D ig i tal  Com m unicati on  I n terface  

SDL Shu t  Down  Lim i t  

SELV Safety Extra-Low Vol tage  

STH  Storage  Tem perature  & Hum id i ty 

TC  Therm ocouple  

TE  Test  Equ ipm ent  

TTH  Transportation  Tem perature  & Hum id i ty  

TM  Therm al  Modu le  

USB  Un iversal  Serial  Bus  

4 Compl iance and  type tests  

4. 1  Compl iance wi th  th is  standard  

Com pl iance  to  th is  s tandard  can  be  claim ed  i n  a  num ber of  ways.  

1 )  Com plete  com pl iance  to  th is  s tandard:  

“com pl ian t  to  I EC  61 1 31 -2”   

Th is  m eans  the  equ ipm ent  com pl i es  wi th  al l  cl auses.  

2)  Com pl iance  to  a  c lause  or clause(s)  s tatem ent,  for  exam ple:  

“Com pl iant  to  I EC  61 1 31 -2: - ,  C lause  9”  or   

“Com pl iant  to  I EC  61 1 31 -2: - ,  subclause  6. 2  and  Clause  9”  

Th is  m eans  the  equ ipm ent  com pl i es  wi th  on l y the  clauses/subclauses  s tated.  

3)  Com pl iance  to  functional i ty statem en t,  for  exam ple:  

“Functi onal i ty:  D ig i tal  I npu t  Type  3  accord ing  to  I EC 61 1 31 -2”  and/or   

“Am bient  tem perature  range:  0  ºC  to  60  ºC  accord ing  to  I EC 61 1 31 -2”  

Th is  m eans  the  equ ipm ent com pl i es  wi th  the  functional i ty i tem  stated  as  def ined  i n  th is  
standard.  

One  excepti on  i s  C lause  7,  E lectrom agnetic  com patibi l i ty (EMC)  requ i rem ents .  I t  i s  m andatory 
al l  equ ipm ent  com pl ies  wi th  th is  c lause.   

Where  the  m anufacturer i s  al lowed  to  se lect  am ong  several  opti ons  for norm al  service  
cond i t i ons,  catalogues  and/or datasheets  shal l  c l earl y speci fy wh ich  opti on  the  equ ipm ent has  
been  evaluated  against.  Th is  appl ies  to  e. g .  am bien t  tem perature  ranges,  severi ty c lasses  of  
vo l tage  d ips  (e . g .  PS1  or  PS2) ,  and  types  of  d ig i tal  i npu ts  (e . g .  Type  1  or  Type  3) .  
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4.2  Type tests  

4.2. 1  General  

The obj ecti ve  of  4 . 2  i s  to  defi ne  how to  veri fy com pl iance  of  the  con trol  equ ipm ent  and  the  
associated  peripherals  wi th  the  requ i rem ents  set  forth  i n  th is  standard.  Th is  com pl iance  
veri f ication  incl udes :  

a)  veri f icati on  by type  tests  g i ven  i n  appropriate  c lauses;  

b)  veri f icati on  by su i table  exam inati on ,  visual  i nspecti on  or/and  m easurem ent.  

These  tests  are  qual i f i cati on  tests  and  not  tests  re lated  to  the  ways  con trol  equ ipm ent  i s  
em ployed .  Accord ing  to  the  scope  of  th is  standard ,  the  above  com pl iance  veri f i cati on  m ay not  
cover the  veri f i cation  of  the  abi l i ty of  the  con tro l  equ ipm en t  to  sat isfy the  i n tended  au tom ated  
con trol  equ ipm ent  requ i rem ents .   

NOTE  Peri pheral s ,  n ot  i n  the  scope  of  th i s  s tandard ,  used  i n  the  sam e  envi ronm ent  as  the  con tro l  equ ipm ent,  can  
be  eval uated  to  the  sam e  requ i rem ents  as  the  con tro l  equ i pment.  

I t  shal l  be  kept  i n  m ind  a  type  test  i s  m eant  to  test  a  target  device,  the  EUT.  Bu t  i n  the  type  
test  con text  EUT can  m ean  the  EUT,  the  s i ng le  target  device,  e . g .  a  m odu le  alone  or  th is  
sam e s i ng le  target  device  as  part  of  a  test  EUT,  e . g .  a  m odu le,  a  power suppl y,  a  
comm unication  m odu le  and  a  rack.  

4.2.2  Equ ipment  to  be tested  (equ ipment  under test/EUT)  

Contro l  equ ipm en t  i n  the  scope  of  th is  standard  i s  used  i n  a  wide  variety of  appl ications.  The  
m odu lar desi gns  of  m ost  contro l  equ ipm ent and  the  wide  range  of  com binable  rem ote  I /O,  
i ndustrial  PCs  and  H MI  l ead  to  an  extrem el y wide  variety of  system  conf igurati ons.  For  
obvious  practical  reasons,  i n  m ost  cases  type  tests  cannot  be  conducted  on  EUT iden tical  to  
user-bu i l t  system s,  and  eng ineeri ng  j udgem ent  i s  necessary.  Therefore,  the  m anufacturer i s  
requ i red  to  defi ne  the  EUTs  and  docum ent  the  correspond ing  test  plan  and  test  programm es  
to  m eet  the  fo l l owing  pri nciples .  

Com binati on  of  tests/EU Ts/test  programm es  shal l  be  such  that  one  m ay reasonabl y th ink that  
any conf igurati on  bu i l t  by the  user accord ing  to  the  m anufactu rer's  speci fi cati ons  and  
i nstal lati on  i nstructions  wou ld  pass  satisfactori l y the  sam e tests ,  and  wi l l  properl y function  in  
norm al  operati on ,  wh ich  these  tests  are  i n tended  to  reflect.  

Un less  o therwise  speci f i ed  i n  th is  standard ,  the  m anufacturer m ay e lect  to  use  various  EUTs  
to  ach ieve  the  obj ecti ves  of  a  g i ven  type  test.   
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NOTE  Letters  used  i n  Fi gu re  2  (e. g .  E ,  F,  Be)  are  defi ned  i n  the  Key of  Fi gu re  7.  

Figure 2  – Example EUT configurations  

Each  subpart  of  the  EUT as  shown  i n  Fi gure  2  m ay consti tu te  an  EUT represen ted  as  EUT A,  
B,  C,  D ,  E  and/or F .  To  exercise  d i fferent  characterist ics ,  capabi l i t i es ,  ports ,  etc  of  each  EUT,  
the  m anufactu rer  m ay define  subsystem s  and  the  d i fferent  EUTs  are  tested  i n  tu rn .  

On l y one  subsystem  i s  under test  at  an y tim e,  the  o thers  being  considered  as  auxi l i ary 
equ ipm ent.  

Exam ples:  

a)  to  test  vibrati on  imm un i ty of  the  EUT A,  equ ipm ent of  the  other EUTs  m ay be  connected  
bu t  are  not  i n  the  test  bed.  

b)  to  check the  e lectrical  i n terference  imm un i ty of  the  EUT,  the  m anufacturer m ay choose  
between  the  fo l l owing ,  as  appl icable:  

1 )  to  bu i l d  a  s i ng le  g lobal  EUT i ncl ud ing  the  PADT/TE/RIOS,  and  check the  whole  
con figurati on ;  or   

2)  to  defi ne  a su i te  of  s im pler EUTs  ( for  exam ple,  a  EUT wi thou t  an y PADT/TE/RI OS,  and  
a s i ng le  PADT and  a s i ng le  RIOS and  a  s i ng le  PADT and  a s i ng le  TE,  or  an y o ther  
su i te  of  part i al  combinati ons  of  them  wh ich  m ake sense)  bu t  corresponding l y exercise  
the  appropriate  ports  o f  each  EUT wi th  an  equ ipm ent part  of  the  test  bed  ( the  
l aboratory equ ipm ent necessary to  test  the  EUT)  as  wou ld  do  the  m issing  
PADT/TE/RIOS.  For practical  reasons,  the  m anufacturer m ay e lect  to  use  actual  
PADTs/TEs/RIOS to  exercise  the  EUT ports .  

I f  there  are  too  m an y fam i l i es  to  be  i ncluded  i n to  a s i ng le  EUT,  the  m anufacturer shal l  defi ne  
several  EUTs  as  fo l lows:  

– For the  type  test  of  a  fam i l y wi th  very s im i lar  m odu les  ( fam i l y,  i . e .  m odu les  us ing  the  sam e 
schem atic  and  bas ic  manufacturing  and  d i fferi ng  m ain l y by,  for  exam ple,  the  num ber of  

IEC  

I n terfaces/ports  shown  are  m eant  to  represent  m ajor/exam ple  l i nks ,  
not  al l  l i nks.  Most  EUTs  wi l l  have  m u l t i pl e  i n terfaces/ports  acti ve  du ri ng  testi ng  

I n terfaced  
devi ces  and  
s i gnal s ,  not  i n  the  
scope  of  the  
s tandard ,  bu t  m ay 
be  used  for type  
testi ng  F  E  C and  D  I n terfaces/Ports  

Equ ipm ent  
power  

I /O  
power  

Th i rd  
party 

devi ces  
Sensors 

and 
actuators  

EU T A  EU T C  EU T D  EU T F  

EU T E  EU T B  

Local  e xten s i on  
bu s  

Local  e xten s i on  
bu s  

≤3  m  ≤3  m  

Local  
exten s i on  

rack  
Con tro l  

equ i pm en t  
Local  

extens i on  rack  
Au xi l i ary 

power su ppl y  Rem ote  
I /O  

Extens i on  
Rem ote  

I /O  

H MI  PADT  

AI  AI  

Lim i t  o f  the  scope  
of  th i s  s tandard  

E  I n terfaces/Ports  
Be  AI  K  F  E  

J  

Ar  
Local  extension 

bus ≤3 m  

Data,  power,  etc. ,  i n terconnect i ons  



 – 22  – IEC  61 1 31 -2:201 7 © I EC  201 7  

i npu ts  and  ou tpu ts) ,  the  m anufactu rer m ay e lect  to  i nclude  i n  the  EUT on ly one  arbi trari l y 
chosen  m em ber of  the  fam i l y.  I f  the  type  test  i s  dependent  on  the  d i fferences  between  the  
m odu les,  then  a  s i ng le  fam i ly m em ber shal l  not  be  used.  

– Appropriate  catalogued  options ,  such  as  power  suppl y un i ts ,  appl icati on  m em ory( ies) ,  
process ing  un i t(s)  etc.  shal l  be  used  to  bu i l d  the  re levant  EUT(s) .  

– I f  a  l ocal  bus  extension  i s  part  of  the  EUT and  i f  i ts  m axim um  cable  l eng th  cable  i s  l ess  
than ,  or  equal  to,  3  m ,  i t  i s  considered  to  be  an  i n ternal  equ ipm ent bus.  As  such ,  i t  shal l  
not  be  considered  a  port  for  test.  

– I f  a  local  bus  extension  i s  part  of  the  EUT and  i s  capable  of  dri vi ng  cables  wi th  a leng th  of  
> 3  m ,  then  on l y one  end  of  the  l i nk i s  part  of  the  EUT and  i t  i s  cons idered  as  a 
comm unication  port.  

I f  an  EUT representi ng  a  contro l  equ ipm ent  or  a  rem ote  I /Os  (RIOS)  i s  of  m odu lar  structure,  i t  
shal l  fu l f i l  the  fo l l owing  m in im um  requ i rem ents :  

– Al l  types  of  m odu les  shal l  be  represented  i n  one  or several  EUT confi gu rations  i n  wh ich  
any m ix  of  m odu les  i s  perm issible.  

– Al l  types  of  m odu les  shal l  be  confi gured  i n  the  EU Ts  and  tested  at  l east  once.  

NOTE  I t  can  be  appropriate  to  cons ider s tat i s t i cal  cri teri a  based  on  sam ples  for  a  l arge  num ber  of  I /Os  ( for  
exam ple,  >1 00) .  

At  least  one  of  each  type  or  a  represen tati ve  num ber of  I /O  ports  of  the  EUT shal l  be  
connected  and  be  functional .  

A se lecti on  of  the  represen tati ve  functi onal  m odes  shal l  be  m ade  cons idering  that  on l y the  
m ost  typical  functions  of  the  equ ipm ent  can  be  tested.  

The  EUT shal l  be  tested  accord ing  to  the  m anufacturer’s  i nstal lation  gu i de l i ne.  

Al l  tests  shal l  be  conducted  i n  a  wel l -def ined  and  reproducible  m anner.   

The  EUT is  l ocated  i n  the  speci fi ed  test  e. g .  cham ber,  bu i ld i ng ,  s i te  and  any test  support  
equ ipm ent  shal l  be  l ocated  ou ts ide  the  in f luence  of  the  test  envi ronm ent.   

Al l  i npu t/ou tpu t  cables  shal l  be  norm al l y l ooped  back for m on i tori ng  and  test ing  and/or shal l  
be  term inated  wi th  a  l oad .   

For  m u l t i -channel  I /O  EU T’s,  the  c i rcu i t  des i gn  shal l  be  reviewed  to  determ ine  the  worst  case  
s i tuati on  for  testi ng .  On  and  off  s tates  and  the  range  of  al l owed  loads  shal l  be  tested.  

Certai n  tests  can  be  eas i l y targeted  at  a  s i ng le  i tem ,  others  are  m ore  appropriate  to  a set  of  
i tem s  confi gu red  together.  Equ ipm en t to  be  tested  shal l  refl ect  th is  need .  See  speci fi c  test  
clauses  for recomm endations  on  EUTs.  

When  new un i ts/m odu les  are  i n troduced  after i n i t i al  re lease  of  a  contro l  equ ipm en t  catalogue,  
wh ich  has  al ready been  satisfactori l y tested  accord ing  to  th is  standard,  EUT(s)  s im pler than  
those  ori g i nal l y used  can  be  defi ned .  Th is  i s  on l y perm iss ible  i f  such  EUTs  and  the  associated  
test  programm es  provided  by the  m anufacturer  al l ow proper veri f i cation  as  i f  these  new 
un i ts/m odu les  had  been  tested  wi th i n  the  orig inal l y  tested  EUTs.   

Un less  otherwise  speci f i ed  i n  th is  s tandard ,  the  m anufacturer m ay e lect  e i ther  that  each  type  
test  be  conducted  on  a  new EUT or that  several  type  tests  be  perform ed  success ivel y on  the  
sam e EUT.  

I t  m ay be  determ ined  from  cons iderati on  of  the  e lectrical  characteristics  and  usage  of  a  
part icu lar  apparatus  that  som e tests  are  i nappropriate  and  therefore  unnecessary.  I n  such  
cases,  i t  i s  requ i red  that  the  decis ion  and  j ust i f ication  not  to  test  i s  recorded  i n  the  test  report.  
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4.2.3  Special  features  for  EMC tests  

Com m un ication  ports  are  to  be  connected  as  i n  norm al  use  for  ESD  test ing .  

Pass-fai l  cri teria  are  l ocated  i n  Table  1 .  

4.2.4  Wi thstand  test  condi t ions  

I n  general ,  a  m odu le  shou ld  be  tested  alone.  Those  c lauses  deal i ng  wi th  wi thstand  tests  
shou ld  be  referred  to  for speci f i cs.  See  5 . 2 . 1 ,  5 . 3. 4,  5 . 4. 4,  6. 2. 2. 6,  6. 3 . 2 . 1 ,  6. 3 . 2. 3,  6. 4. 4. 5 .3 ,  
6. 4. 5 . 1 0. 4,  6. 4. 6 . 1 0. 4  and  6. 5.6 .6 .  

4.2.5  Cl imatic  tests  

Tests  are  perform ed  on  unpackaged  equ ipm ent.  

Tem perature-sens i ti ve  com ponents  that  are  norm al l y serviced  and  rem oved  by the  service  
personel  m ay be  rem oved,  i f  so  requested  by the  m anufacturer.  

The  c l im atic  test ing  i s  m ade  on  the  bas is  of  the  appl icable  standards  of  the  IEC  60068  seri es.   

4.2.6  Functional i ty veri fication  wi th  temperature  

4.2.6.1  General  method  

Th is  test  m ethod  i s  u t i l i zed  for veri f icati on  of  equ ipm ent functional i ty wi th  tem perature;  e. g .  
analog  I /O  characterist ics.  

I t  i s  not  requ i red  to  perform  th is  i f  i t  can  be  proved  and  docum en ted  that  tem peratu re  range  
does  not  have  any im pact  on  the  equ ipm ent.   

The  equ ipm ent shal l  be  m ounted  i n  i ts  l east  favorable  pos i t ion/ori en tati on  i n  an  am bien t  
tem perature  equal  to  i ts  m axim um  or m in im um  rated  am bien t  tem peratu re.   

The  EUT shal l  be  confi gu red  so  i t  i s  generating  i ts  l east  favorable  heat  d i ss ipation .  I t  shal l  be  
noted  that  l east  favorable  can  be  both  a hot  or  co ld  s i tuation  ( i . e.  h i ghest  d i ss ipation  o r  l owest  
d issipati on ) .  Th is  d iss ipation  m ay be  caused  by som e com binati on  of  l oad  current,  i npu t  
vo l tage,  i npu t  frequency,  I /O  du ty cycle ,  etc.  

The  EUT wi ri ng  shal l  be  the  sm al l est  s i ze  su i table  for the  m axim um  current  rati ng  of  the  EUT 
accord ing  to  the  m anufacturer’s  i nstructi ons.  

The  test  room /cham ber/box (s i ze  i s  not  a  test  cri teri on)  envi ronm ent su rrounding  the  EUT 
shal l  not  be  subject  to  ai r  m ovem en t caused  by sources  not  part  of  the  EUT,  i . e .  i t  shal l  be  a  
natural  convection  envi ronm ent.  See  F igu re  3 .  

NOTE  1  To  reduce  and  bl ock forced  ai r  m ovem ent  i n  a  test  room  or i n  a  c l im ati c  cham ber around  the  EUT,  the  
EUT can  be  placed  i n  a  part i al l y  o r  com plete l y  c l osed  test  box al l owing  ai r  m ovem ent  /  natu ral  convecti on  on l y 
caused  by the  EUT.  Or barri ers  m ade  of  any su i table  m aterial  cou ld  be  used  around  the  EUT,  to  bl ock ai r  
m ovem ent.  
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Figure 3  – General  temperature  test  envi ronment   

Tem peratures  are  m easu red  when  steady s tate  has  been  reached .  

I f  the  EUT is  m eant  to  functi on  as  a standalone  un i t  i t  shal l  be  tested  standalone,  e . g .  a  
standalone  H MI  or  commun icati ons  swi tch/rou ter.  See  4. 2.  

I f  the  EUT i s  not  m ean t  to  function  as  a standalone  un i t,  e . g .  I /O  m odu le  of  a  m odu lar  
equ ipm ent system ,  then  a representati ve  EUT shal l  be  u t i l i zed  for  test i ng .  Th is  EUT shal l  
represent  a  practical  l east  favourable  com bination  of  cond i t i ons  for the  EUT.  See  4. 2.  

NOTE  2  Practi cal  l east  favou rable  com binati on  of  cond i t i ons  m eans  a  real i s t i c  s i tuat i on  the  EUT can  be  u t i l i zed  
for i n  a  real  worl d  appl i cati on ,  not  a  theoret i cal  com binati on  wh i ch  wou ld  never be  used  i n  pract i ce.  

This  practical  l east  favourable  com bination  shal l  be ,  at  a  m in im um ,  the  i tem s  necessary for  
the  EUT to  functi on ,  e . g .  power suppl y,  comm unicati on  m odu le  (TM ’s  i n  Figu re  4)  and  EUT.  
The  EUT shal l  be  surrounded,  as  perm i tted  by m anufacturer’s  docum entation ,  on  both  s i des  
wi th  real  m odu les  or “s im u lati on  m odu le”  ( therm al l y represen tati ve  m odu le,  TMs  i n  F igure  4)  
representing  the  worst  case  therm al  envi ronm ent  for  the  EUT,  i . e .  add ing  m ore  m odu les  
around  the  EUT does  not  cause  fu rther tem peratu re  i ncrease  of  the  EUT.  A j ust i f ication  of  the  
con figurati on  for  the  test  shal l  be  provided  i n  the  test  report.   

NOTE  3  An  exam ple  con fi gu rati on  for  test i ng  an  I /O  m odu le  EUT,  of  a  m odu lar system ,  m igh t  be:  

•  the  EUT ( I /O  m odu l e) ,   

•  a  power suppl y,  

•  comm un icat i on  m odu le,  

•  th ree  of  the  sam e  type  I /O  m odu le  operati ng  at  fu l l  l oad  to  the  l eft  o f  the  EUT,  

•  th ree  of  the  sam e  type  I /O  m odu le  operati ng  at  fu l l  l oad  to  the  ri gh t  of  the  EUT,  and  

•  add i ng  m ore  I /O  m odu l es  l eft  o r  ri g h t  does  not  cause  the  EUT’ s  tem peratu re  to  change.  
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For vented  equ ipm ent,  coo led  by natural  ai r  convecti on ,  the  am bien t  tem perature  i s  the  
i ncom ing  ai r  tem peratu re  at  a  poi n t  not  m ore  than  50  mm  and  not  l ess  than  25  m m  away from  
the  p lane  of  the  equ ipment’s  ai r  f l ow entry po in t.  See  Figure  4.  The  poin ts  d 1 ,  d2  and  d3 ,  i n  
Fi gu re  4,  are  the  poss ible  m easurem ent po in ts .  The  po in t  wi th  the  l owest  tem peratu re  shou ld  
be  u t i l i zed  as  the  am bien t  tem perature.  

 

Figure 4  – Vented  equ ipment  

NOTE  4  Vents  are  purposefu l  ai r  open ings  i n tended  to  al l ow ai r  to  pass  th rou gh  the  equ i pm ent  for the  pu rpose  of  
cool i ng ,  not  i nci dental  ven ts ,  e . g .  swi tch  shaft  or com m un icat i on  j ack open i ngs.  

For non -vented  equ ipm ent,  cooled  by natural  ai r  convecti on ,  the  am bien t  tem peratu re  i s  the  
ai r  tem perature  at  a  poi n t  not  m ore  than  50  m m  and  not  l ess  than  25  mm  away from  the  
equ ipm ent,  on  a hori zontal  p lane  l ocated  at  the  vertical  m id-poin t  of  the  equ ipm ent.  See  
Fi gu re  5.  The  po in ts  d2-d5,  i n  F igure  5 ,  are  the  poss ible  m easurem ent  po in ts.  The  po in t  wi th  
the  l owest  tem perature  shou ld  be  u t i l i zed  as  the  am bient  tem perature.  

Due  to  m oun ting  requ i rem ents,  som e of  the  m easurem ent  po in ts  m ay not  be  practical  to  
u t i l i ze .  
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wi th  therm al  m odu les  (TM’s)  
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Figure 5  – Non-vented  equ ipment  

4.2.6.2  Special  method,  panel  mounted  equ ipment   

Panel  m oun ted  equ ipm ent  presents  som e special  cons iderations ,  see  Fi gure  6.  

I n  th is  case  part  of  the  equ ipm ent  (EUTa)  m ay be  i n  one  am bien t  envi ronm ent,  e. g .  am bien t  
envi ronm ent  #1  and  the  rest  of  the  equ ipm ent (EUTb)  m ay be  i n  another am bient  envi ronm ent,  
e. g .  am bien t  envi ronm ent  #2.  The  equ ipm ent  construction  techn iques  can  be  qu i te  d i fferent,  
e. g .  ( referring  to  Fi gure  6)  open/ven ted  i n  am bient  envi ronm ent #1  and  enclosed/non-vented  
i n  am bien t  envi ronm en t #2.   

I t  shou ld  be  kept  i n  m ind ,  i t  m ay be  necessary that  these  two  d i fferent  envi ronm ents  be  
appl ied  s im u l taneousl y,  to  ensure  l east  favourable  cond i t ions .  

Each  part  of  the  equ ipm ent  (EUTa  and  EUTb)  shal l  be  evaluated  separatel y accord ing  to  i ts  
own  envi ronm ent.  

The  general  m ethod  described  i n  4. 2 . 6. 1  wi th  regard  to  test  cond i t i ons  and  l east  favourable  
EUT confi gurati on ,  ori entati on ,  e tc.  shal l  be  fo l lowed .   

Three  special  m ethods  for testi ng  panel  m ounted  equ ipm ent  are  provided:  

a)  The  equ ipm en t shal l  be  m ounted  such  that  the  two  porti ons  (EUTa  and  EUTb)  of  the  EUT 
are  subj ected  to  the i r  speci f ic  envi ronm en ts.  

NOTE  1  Th i s  provides  the  m ost  accurate  resu l ts ,  bu t  i s  the  m ost  d i ff i cu l t  to  create  for  a  tes t.  

b)  The  to tal  EUT (EUTa  +  EUTb)  shal l  be  m ounted  i n  a  s i ng le  envi ronm ent,  wh ich  shal l  be  
the  h ighest  of  the  two,  and  the  tem peratures  of  the  l ower tem peratu re  EUT portion  are  
corrected  by the  d i fference  between  the  EUT’s  m axim um  rated  am bient  tem perature  and  
the  actual  test  am bient  tem perature.  
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EXAMPLE  1  I f  EUTa ' s  m axi m um  rated  am bient  tem peratu re  =  60  ºC  and  EUTb ' s  m axi m um  rated  am bien t  
tem peratu re  =  50  ºC,  the  test  wi l l  be  run  wi th  a  test  am bien t  tem peratu re  =  60  ºC.  Tem peratu res  taken  for  
EUTb  wou ld  be  corrected  by –1 0  ºC  (50  ºC-60  ºC) .   

NOTE  2  Th i s  m ethod  i s  not  as  accurate  as  a)  bu t  wi l l  y i e l d  conservati ve  resu l ts  com pared  to  c) .   

c)  The  total  EUT (EUTa  +  EUTb)  shal l  be  m ounted  i n  a  s i ng le  envi ronm ent,  wh ich  shal l  be  
the  lower of  the  two,  and  the  tem peratu res  of  the  h i gher tem peratu re  EUT portion  are  
corrected  by the  d i fference  between  the  EUT’s  m axim um  rated  am bient  tem perature  and  
the  actual  test  am bient  tem peratu re.   

EXAMPLE  2  I f  EUTa ' s  m axi m um  rated  am bient  tem peratu re  =  60  ºC  and  EUTb ' s  m axi m um  rated  am bien t  
tem peratu re  =  50  ºC,  the  test  wi l l  be  run  wi th  a  test  am bien t  tem peratu re  =  50  ºC.  Tem peratu res  taken  for  
EUTa  wou ld  be  corrected  by +1 0  ºC  (60  ºC-50  ºC) .   

NOTE  3  Th i s  m ethod  i s  not  as  accurate  as  a)  and  wi l l  not  yi e l d  conservati ve  resu l ts  com pared  to  b) .  

 

Figure 6  – Panel  mounted  equ ipment  extending  th rough  the  wal l  of  a  cabinet   

4.2.6.3  Special  method,  l arge  or heavy equ ipment   

Equ ipm ent too  l arge  or too  heavy can  be  tested  at  room  am bien t  tem perature,  i f  the  m easured  
tem peratures  are  corrected  by the  d i fference  between  the  EUT’s  m axim um  rated  am bien t  
tem perature  and  the  actual  test  room  am bien t  tem peratu re.  

Where  th is  m ethod  i s  appl ied ,  rat i onale  shal l  be  provided  i n  the  test  report.  

4.2.7  Veri fi cation  procedure  

Type tests  shal l  be  conducted  on  the  EU T(s)  defi ned  i n  4 . 2. 2  and  4. 2. 3,  u n less  otherwise  
speci f ied  i n  th is  docum en t.  

For each  test,  the  m anu factu rer shal l :  

•  speci fy the  confi guration ,  i ts  arrangem ent  and  i ts  external  connections ;  

•  provide  the  test  programm es  wh ich  shal l  be  run  du ring  the  test ;  

•  provide  the  proper  operation  veri f ication  procedure,  e. g .  i ncl ud ing  the  way to  m easure  
accuracy and  tem porary deviati ons  of  analog  I /Os.  
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The  appropriate  test  program m es  and  proper functi on ing  veri f ication  procedures  provided  by 
the  m anufactu rer  shal l  sati sfy the  requ i rem ents  g i ven  in  4. 2. 8.  

4.2.8  Requi rements for  test  programmes and  proper function ing  veri fi cation  
procedures  (PFVPs)  to  be provided  by the manufacturer  

During  the  type  tests ,  there  shal l  be  no:  

•  destruction  of  hardware;  

•  m od i fi cati on  of  the  operati ng  system  and  test  programm es  and/or al teration  of  the i r  
execu tion ;  

•  u n i n tended  m od i f i cation  of  system  and  appl icati on  data s tored  or  exchanged;  

•  errat ic  or  u n i n tended  behaviour of  the  EUT;  

•  deviat i on  of  the  analog  I /Os  ou t  of  the  l im i ts  speci f ied  i n  i tem  4  of  Table  48  and  i tem  3  of  
Table  52.  

Al l  re levant  functi ons  and  parts  of  the  EUT ( i . e.  un i ts  and  m odu les)  shal l  be  function ing  in  
such  a way that  the  in form ation  paths  to/from  these  functions  and  parts  are  exercised .  

Al l  the  I /O  and  com m unicati on  channels  of  the  EU T shal l  be  exercised.   

I t  i s  acceptable  to  appl y stati st ical  cri teria based  on  sam ples,  for  large  num ber of  I /Os,  etc.  
( for exam ple,  >1 00) .  

The  type  test  i s  not  m eant  to  test  every poss ible  operati ng  m ode  or capabi l i ty  of  an  EUT.  The  
i n ten t  of  the  type  test  i s  to  exercise  the  EUT,  at  the  boundaries  of  i ts  operati ng  m ode(s)  
and/or  capabi l i ty( ies) .  Therefore  eng ineeri ng  j udgem ent i s  necessary to  def ine  both  the  
conf igurati on  of  the  test  and  veri f i cati on ,  to  prove  the  overal l  capabi l i ty.  Th is  i s  wi thout  
actual l y testi ng  al l  poss ibi l i t i es,  i . e.  a  practical  set  of  tests  and  resu l ts .   

The  fo l l owing  non -exhaustive  l i s t  con tains  exam ple  i tem s  to  cons ider i n  defi n i ng  the  type  
tests,  wi th  regard  to  exercise  of  the  EUT.  

a)  Confi gu ration  of  the  EUT:  

•  external  and  i n ternal  status  i n form ation  report i ng  m eans;  

•  d i splays;   

•  a larm  s i gnals , ;   

•  se l f- test  resu l t  reg isters ;  

•  I /O;  

•  tes t  program  l eng th ;  

•  operation  m odes,  e . g .  s tart-up,  shu t-down ,  co ld /warm /hot  restart,  norm al  run ;  

•  perform ance.  

b)  The  type  test  shal l  focus  on  the  l east  favou rable  cond i t ions  for  the  EUT,  to  test  i ts  
boundaries.  Therefore  d i fferent  test  set-ups  m igh t  be  needed  for test i ng  the  EUT 
boundaries  under,  for  exam ple  EMC  cond i t i ons ,  c l im atic  cond i t i ons.   

c)  For every EUT there  shal l  be  a  speci fi cati on  of  how and  where  the  l im i ts  of  proper function  
can  be  i denti f i ed .  

4.2.9  EMC Performance cri teria  

Veri fi cati on  test  m ethod  perform ance  cri teria.   
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Table  1  – Cri teria  to  prove the performance of  an  EUT against  EMC d i sturbances  

Performance cri terion  

Cri terion  Operation  

During  test  After  test  

A The  EUT shal l  con t i nue  to  operate  as  i n tended.  N o  
l oss  of  functi on  or perform ance,  accord i ng  to  
PFVPs  (4. 2. 8)  

The  EUT shal l  con ti nue  to  operate  as  i n tended  

B  Deg radati on  of  perform ance  accepted  

Exam ples:  anal og  val ues  vary wi th in  m anu factu rer-
speci f i ed  l im i tsa,  comm un icat i on  del ay t im es  vary 
wi th i n  m anu factu rer-speci f i ed  l i m i ts,  f l i ckeri ng  on  
HMI  d i splay,  etc.  

No  change  of  operat i ng  m ode  

Exam ples:  l oss  of  data or u ncorrected  errors  i n  
comm un icat i on ,  un i n ten t i onal  s tate  changes  of  
d i g i tal  I /O  wh i ch  are  seen  by the  EUT or  test  set-
up,  etc.  

No  i rrevers ibl e  l oss  of  s tored  data,  accord i ng  
to  PFVPs  (4. 2. 8)  

The  EUT shal l  con ti nue  to  operate  as  i n tended.  
Tem porary deg radati on  of  perform ance  shal l  be  
se l f- recoverabl e  

C  Loss  of  functi ons  accepted,  bu t  no  destructi on  of  
hardware  or  software  (prog ram m e or data)  

The  EUT shal l  con ti nue  to  operate  as  i n tended  
au tom ati cal l y,  after  m anu al  restart  or power 
off/power on  

a  See  Table  48,  i tem  4)  and  Tabl e  52,  i tem  3) .  

 

4.2. 1 0  General  faci l i ty/laboratory condi t ions for  tests   

The  tests  shal l  be  carri ed  ou t  i n  accordance  wi th  the  appropriate  test  procedure.  

The  tests  shal l  be  carried  ou t  under  the  general  test  cond i ti ons  g i ven  i n  Table  2 ,  except  for  
the  tests  speci f i ed  wi th  other cond i t ions  i n  th is  s tandard,  e . g .  cl im atic  tests  or  EMC tests  for  
vo l tage  i n terrupti ons .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  no  sequence  i s  im posed  for  type  tests.  

Table  2  – General  faci l i ty/laboratory condi tions  for tests  

Test  cond i tion  Range  

Tem peratu re  1 5  °C  to  35  °C  

Relati ve  hum id i ty  ≤  75  %  

Barom etri c  pressu re  86  kPa to  1 06  kPa (650  m m Hg  to  800  m m Hg)  

 

4.3  Test  report  

A test  report  shal l  be  used  to  docum ent con form i ty to  th is  standard  or  to  speci f i c  c lauses  or  
subclauses  wi th i n  th is  standard  (see  4. 1 ) .   

The  test  report  shal l  reference  th is  standard  and  each  clause  and/or subclause  and  the i r  
t i t les ,  to  wh ich  conform i ty i s  c laim ed  and  testi ng  was  done.   

Where  appl icable  the  vari ous  tests  i n  a  clause  and/or subclause  and  values  to  wh ich  the  
equ ipm ent  was  tested  and/or the  m easured  values  shal l  be  identi f i ed .   
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The  test  report  shal l  con tain  al l  necessary i n form ation  to  reproduce  the  test.  At  a  m in im um ,  
the  fo l l owing  shal l  be  recorded:  

•  i denti f i cation  of  EUT hardware  and  an y associated  equ ipm ent  (eg .  m odu lar parts ,  cabl i ng ,  
etc. )  i nclud ing  vers ions  and/or serial  num ber;  

•  i denti f ication  of  EUT system  software  (eg .  B I OS) ,  operati ng  system  (OS)  i ncl ud ing  
vers ions  and/or serial  num ber;  

•  i denti f ication  of  test  equ ipm ent  i nclud ing  m odel  num ber,  brand,  and  cal ibration  detai l s ;  

•  c l im atic  cond i t i ons  i ncl ud ing  tem perature,  hum id i ty,  and  atm ospheric  pressure ;  

•  rat i onale  for  usi ng  th is  com binati on  of  hardware  and  software;  

•  test  resu l ts  i nclud ing  pass/fai l ,  effects  on  EUT duri ng /after  test ;  

•  an y speci fi c  cond i t i ons  requ i red  to  ach ieve  com pl iance  (e . g .  enclosure,  sh ie ld ing ,  earth i ng ,  
derati ngs,  e tc. ) .  

5 Normal  service condi tions and  requirements 

5. 1  General   

The equ ipm ent  i s  i n tended  to  be  used  i n  an  i ndustrial  envi ronm ent.  

Service  cond i t i ons  encom pass  operating ,  transport  and  storage.  

5.2  Operating  cond i t ions and  requ i rements  

5.2. 1  Ambient  temperature and  relative humid i ty   

Table  3  provides  a recomm ended  set  of  operating  envi ronm ents  for  equ ipm en t i n  the  scope.  

At  a  m in i um um ,  PLC/PAC,  i f  enclosed  equ ipm ent,  shal l  be  su i table  for am bient  tem peratu re  
and  re lat i ve  hum id i ty ranges  stated  as  operati ng  envi ronm ent OTH2  (g reen  h i gh l i gh t  i n  
Table  3)  and  OTH3,  i f  open  equ ipm ent  (bl ue  h igh l i gh t  i n  Table  3) .  

Table  3  – Operating  environments,  ambient  temperature  and  relative humid i ty  

Operating  
envi ronment   

Equ ipment  
Type  

M in imum  
ambient  

temperatu re  

Maximum  
ambient  

temperatu re  

M in imum  
relati ve  
humid i ty 

Maximum  
relati ve  

humid i tya  

Comment  on  
appl ication  

OTH1  Enclosed  20  °C  25  °C  20  %  75  % e. g  fu l l y  ai r  
cond i t i oned ,  

DCS  

OTH2  Enclosed  5  °C  40  °C  5  %  85  % e. g .  i ndustri al  
PC  

OTH3  Open  5  °C  55  °C  5  %  85  % e. g .  H MI ,  
PLC,  PAC 

OTH4  Open  0  °C  60  °C  1 0  %  95  % e. g .  PLC  

OTH5  Open  -25  °C  70  °C  1 0  %  1 00  %  e. g  PLC,  f i e l d  
devi ces  

OTH6  Enclosed  -40  °C  70  °C  1 0  %  1 00  %   

Ai r  pressu re  absol u te  m in .  79, 5  kPa to  m ax.  1 01 , 3  kPA.  

NOTE  1  Table  based  on  gu i dance  from  I EC  60721 -3-3  and  h i stori cal  experi ence.  

NOTE  2  A  cl osely  re l ated  topi c  i s  su rface  tem peratu re  l im i ts .  These  are  speci f i ed  i n  1 0 . 1  of  I EC  61 01 0-2-201 :–.  

a  Under norm al  operat i on  equ i pm ent  i s  not  i n tended  to  operate  wi th  condensati on .  

 



IEC  61 1 31 -2:201 7 © I EC  201 7  – 31  –  

 

Equ ipm ent m ay also  be  su i table  for extended  operating  envi ronm ents.  Refer to  Table  3 ,  for  
add i tonal  envi ronm ents .   

Equ ipm ent  style  (open  or  enclosed)  i s  not  l im i ted  to  j ust  those  operating  envi ronm ents  l i sted ,  
e. g .  enclosed  =  OTH2,  open  =  OTH 3.  They can  be  des igned  for o ther  ranges  also ,  e . g .  
enclosed  =  OTH 3.  

The  requ i rem en ts  of  5. 2. 1  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  the  im m un i ty test  requ i rem ents  of  
Table  4,  Table  5,  Table  6  and  Table  7.  

Table  4  – Dry-heat  wi thstand  and  immuni ty tests  

 Wi thstand  Immuni ty (Not  normati ve:  i n formative /  
optional )  

Reference  test  I EC  60068-2-2,  test  Bb  I EC  60068-2-2,  test  Be  

Precond i t i on i ng  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  
m easurem ent  

Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Cond i ti on i ng  Power supply u nconnected  Power connected  and  i n  operat i on  

Am bien t  
tem peratu reb  

Maxim um  of  

STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 or STH5 °C  ±  2  Kd  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  or  TTH4 °C  ±  2  Ke  

Maxim um  of  

OTH1 ,  OTH2,  OTH 3,  OTH 4,   OTH5  or  
OTH6  °C  ±  2  Kc  

Du rat i on  of  
exposu re  1 6  h  ±  1  h  1 6  h  ±  1  h  

Measuri ng  and/or 
l oad ing  du ri ng  

cond i t i on i ng  
None  Yes  

Detai l s  o f  
m ounti ng /support  

None  See  4. 2. 6  

Recovery procedu re  

Tim e 1  h  m in im um  -  

Cl im ati c  cond i t i ons  See  4. 2 . 5  and  4. 2 . 9a  

Special  cau ti on  No  condensati on a  

Power supply  Power connected  and  i n  operat i on  

F i nal  
m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8   

a  Al l  external  and  i n ternal  condensati on  shal l  be  rem oved  by  ai rf l ow,  pri or  to  connecti ng  again  the  EUT to  a  
power su ppl y.  

b  Am bient  tem peratu re  i s  m on i tored  for ven t i l ated  or  non -venti l ated  equ i pm ent  as  described  i n  4. 2. 6. 1 .  

c  See Table  3  

d  See Table  1 3  

e  See Table  1 4  
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Table  5  – Cold  wi thstand  and  immun i ty tests  

 Wi thstand  Immuni ty (Not  normati ve:  i n formative  /  
optional )  

Reference  test  I EC  60068-2-1 ,  test  Ab  I EC  60068-2-1 ,  test  Ae  

Precondi t i on i ng  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurem ent  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Cond i t i on i ng  Power supply u nconnected  Power connected  and  i n  operat i on  

Am bient  
tem peratu reb  

M i n im um  of  

STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 or STH5 °C  ±  3  Kd  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  or  TTH4 °C  ±  3  Ke  

M i n im um  of  

OTH1 ,  OTH2,  OTH 3,  OTH 4,  OTH5 or  
OTH6 °C  ±  2  Kc  

Du rat i on  of  
exposu re  1 6  h  ±  1  h  1 6  h  ±  1  h  

Measuri ng  and/or 
l oad ing  du ri ng  
cond i t i on i ng  

None  Yes  

Detai l s  of  
m ounti ng /support  None  See  4. 2 . 6  

Recovery procedu re  

Tim e 1  h  m in im um  -  

C l im ati c  cond i t i ons  See  4. 2 . 5  and  4. 2 . 9a  

Special  cau ti on  No  condensati on a  

Power supply  Power connected  and  i n  operat i on  

Fi nal  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8   

a  Al l  external  and  i n ternal  condensati on  shal l  be  rem oved  by  ai rf l ow,  pri or  to  connecti ng  again  the  EUT to  a  
power su ppl y.  

b  Am bien t  tem peratu re  i s  m on i tored  for ven t i l ated  or  non -venti l ated  equ i pm ent  as  described  i n  4. 2 . 6. 1 .  

c  See Table  3  

d  See Table  1 3  

e  See Table  1 4  
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Table  6  – Change of  temperature,  wi thstand  and  immuni ty tests  

 Wi thstand  test  Immuni ty test  

Reference  test  I EC 60068-2-1 4,  test  N a  I EC  60068-2-1 4,  test  N b  

Precond i t i on i ng  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati on  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Cond i ti on i ng  Power supply u nconnected  Power connected  and  i n  operat i on  

Measurem ent  and/or l oad ing  du ri ng  
cond i t i on i ng  None  Yesc  

Detai l s  o f  m oun ti ng /support  None  See  4. 2 . 6  

Min im um  am bient  
tem peratu re f  

Open  equ ipm ent  STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 or  
STH5 °C  ±  3  Kg  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  or  TTH4 °C  ±  3  Kh  

OTH3,  OTH4,  OTH 5 °C  ±  3  K f  

Enclosed  
equ i pm ent  OTH1 ,  OTH2,  OTH 6  °C  ±  3  Kf  

Maxim um  am bien t  
tem peratu ree   

Open  equ ipm ent  STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 or  
STH5  °C  ±  2  Kg  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  or  TTH4 °C  ±  2  Kh  

OTH3,  OTH4,  OTH 5 °C  ±  3  K f  

Enclosed  
equ i pm ent  OTH1 ,  OTH2,  OTH 6  °C  ±  3  Kf  

Exposu re  t im e  at  each  tem peratu re  3  h  ±  30  m in  

Transport  t im e  Less  than  3  m i n  Not  appl i cable  

Tem peratu re  variat i on  speed  Not  appl i cable  3  K/m in .  ±  0 , 6  K/m in .  

Num ber of  cycl es  5  2  

Recovery procedu re  

Tim e Less  than  2  h  Not  appl i cable  

Cl im ati c  cond i t i ons  See  4. 2. 5  and  4. 2. 1 0d  Not  appl i cable  

Power supply  Power connected  and  i n  operat i on  

Fi nal  m easurem ents  a  b  

a  PFVP  accord i ng  to  4. 2. 8  perform ed  after recovery.  

b  PFVP  accord i ng  to  4. 2. 8  perform ed  duri ng  test.  

c  Load ing  per product  speci f i cat i ons ,  i ncl ud i ng  any derat i ng .  

d  Al l  external  and  i n ternal  condensati on  shal l  be  rem oved  by  ai rf l ow,  pri or  to  connecti ng  again  the  EUT to  a  
power su ppl y.  

e  Am bien t  tem peratu re  i s  m on i tored  for ven t i l ated  or  non -venti l ated  equ i pm ent  as  described  i n  4. 2 . 6. 1 .  

f  See Table  3  

g  See Table  1 3  

h  See Table  1 4  
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Table  7  – Cycl i c  (1 2  +  1 2)  damp-heat  wi thstand  test  

 Wi thstand  test  Immuni ty test  (Not  normative:  
i n formati ve  /  optional )  

Reference test  
I EC  60068-2-30,  test  Db  

Varian t  2  
I EC  60068-2-78,  test  Cab  

Precondi t i on i ng  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Cond i t i on i ng  

Power supply u nconnected  and  
wi thou t  packag ing  con tai ner  

EUT at  25  °C  ±  3  K  s tabi l i zed  before  
test  s tarts  

Power connected  and  i n  operat i on  

Measurem ent  and/or l oad ing  
du ri ng  cond i t i on i ng  None  Yes  

Detai l s  o f  m oun ti ng /support  None  See  4. 2 . 6  

  

Am bien t  tem peratu reb,  f  

Maxim um f  o f  

STH1 ,  STH2  °C  ±  2  Kd  

TTH1 ,  TTH 2  °C  ±  2  Ke  

o r   

Tem p.  55°C  ±  2  K  

Rel .  H um id i ty  95%  

Maxim um  of  

OTH1 ,  OTH2,  OTH 3  °C   
±  2  Kc  

o r   

Tem p.  30°C  ±  2  K   

Rel .  H um id i ty  93%  

Num ber of  cycl es  /  t im e 2  /  (1 2  +  1 2) h  1  /  1 6h  

Recovery procedu re  t im e  

Cl im ati c  cond i t i ons  Under con tro l l ed  cond i t i ons  prescribed  
i n  I EC  60068-2-30a  

Under con tro l l ed  cond i t i ons  
prescri bed  i n  I EC  60068-2-78a  

Power suppl y  After recovery:  Power connected  and  i n  operat i on  

Fi nal  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8,  perform ed   
wi th i n  30  m in  after recovery  

a  Al l  external  and  i n ternal  condensati on  shal l  be  rem oved  by ai rf l ow,  pri or to  reconnecti ng  the  EUT to  a  power 
suppl y.  

b  Am bien t  tem peratu re  i s  m on i tored  for ven t i l ated  or non-ven ti l ated  equ i pm ent  as  described  i n  4. 2. 6. 1 .   

c  See  Table  3  

d  See  Table  1 3  

e  See  Table  1 4  

f  I EC  60068-2-30,  test  Db  speci f i es  two  test  tem peratu res.  The  u pper tem peratu re  shal l  be  ach i eved  i n  a  
peri od  of  3  h  ±  30  m in .   

 

5.2.2  Al t i tude  

The  equ ipm en t shal l  be  su i table  for operati on  up  to  2  000  m ,  see  g reen  h igh l i gh t  i n  Table  8  
(m in im um  79,5  kPa absolu te) .   

NOTE  A cl osel y re lated  topi c  i s  c l earance  d i s tance.  Th i s  i s  speci f i ed  i n  6 . 7. 1 . 2  of  I EC  61 01 0-1 : 201 0.  

I f  the  equ ipm ent  i s  rated  for  an  al t i tude  g reater than  2  000  m ,  the  m anufactu rer shal l  provide  
al t i tude  derating  i n form ation  s im i lar to  that  i n  Table  8 .  I f  the  m anufacturer does  not,  Table  8  i s  
appl icable.   
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Table  8  – Mu l tipl i cation  factors  for equ ipment  ambient   
temperature  of  operation  at  al t i tudes up  to  5  000  m  

Al ti tude  
m  

Derating  ratio  for  temperaturea  

0  to  2  000b  1 , 0  

3  000  0 , 9  

4  000  0 , 8  

5  000  0 , 7  

Li near i n terpo lat i on  i s  al l owed  between  al t i tudes.  

NOTE  These  factors  com pensate  for the  reducti on  i n  cool i ng  capaci ty  of  ai r  at  
h i gher al t i tudes,  due  to  l ower dens i ty.  

a  Equ ipm ent  am bien t  tem peratu re  rat i ng  at  2  000  m  

b  Atm ospheri c  pressu re  and  ai r  dens i ty  i ncreases  wi th  decreasing  al t i tu de.  
Therefore  u t i l i zat i on  of  the  derati ng  factor  for  0  m  to  2  000  m  for  al t i tudes  bel ow 
sea l evel  i s  cons idered  conservati ve.  

 

EXAMPLE  1  I f  the  operat i ng  am bient  tem peratu re  of  the  equ ipm ent  i s  25  ºC  at  2  000  m ,  i ts  operat i ng  am bien t  
tem peratu re  at  5  000  m  =  25  ºC  *  0 , 7  =  1 7, 5  ºC.   

EXAMPLE  2  I f  the  operati ng  am bient  tem peratu re  of  the  equ ipm ent  i s  70  ºC  at  2  000  m ,  i ts  operat i ng  am bient  
tem peratu re  at  3  000  m  =  70  ºC  *  0 , 9  =  63  ºC.  

The  requ i rem en ts  of  5. 2. 2  are  veri f i ed  by the  temperatures  tests  of  Table  4  and  by i nspecti on  
of  the  equ ipm ent  m anuals  for deratings  accord ing  to  Table  8.  

5.3  Mechan ical  operating  cond i t ions and  requ i rements  

5.3. 1  General  

Experience  shows  that  equ ipm ent m eeti ng  these  requ i rem ents  are  su i table  for i ndustrial  use.  

For the  purpose  of  th is  standard ,  the  operati ng  cond i t i ons  are  i nd i rectl y defi ned  by the  
fo l l owing  requ i rem en ts  wh ich  appl y to  f i xed  equ ipm ent  as  wel l  as  to  unpackaged  portable  an d  
hand-held  equ ipm ent.  They do  not  appl y to  equ ipm ent con tain ing  assem bl i es  ou ts ide  the  
scope  of  th is  standard.  Fixed  equ ipm en t i s  equ ipm ent  wh ich  i s  part  of  the  perm anent  
i nstal l ation .  

5.3.2  Vibrations  

Vibration  im m un i ty requ i rem ents  for  equ ipm en t i n  the  scope  of  th is  docum ent are  shown  i n  
Table  9 .  

Table  9  – Sinusoidal  vibration  condi t ions  

Displacem ent  3 , 5  mm  constant  d i splacem ent,  5  ≤  f <  8 , 4  Hz  

Accelerati on  1 0  m /s2  ( 1  g )  constan t  accelerati on ,  8 , 4  ≤  f ≤  1 50  H z  

Al l  am pl i tude  f i g u res  are  peak val ues.   

The  break po i n t  frequency shal l  be  ad j usted  to  yi e l d  a  sm ooth  cross-over wi thou t  d i scon ti nu i ty  f rom  the  constan t  
am pl i tude  d i splacem ent  requ i rem ent  to  the  constant  am pl i tu de  accelerati on  requ i rem ent.  

NOTE  1  g  =  1 0  m /s2   

 

Vibration  i s  appl icable  to  each  3  m utual l y perpend icu lar  axes.  
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The  requ i rem ents  of  5 . 3 . 2  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  Table  1 0 .  

Table  1 0  – Immuni ty vibration  test  

Reference test  IEC 60068-2-6,  test  Fc  

Precond i t i on i ng  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons   

Mot i on  S i nusoidal  

Vibrati on  am pl i tu de/accel erati on  

5  Hz  ≤  f <  8 , 4  Hz  3 , 5  mm peak  constan t  d i spl acem ent  

8 , 4  H z  ≤  f ≤  1 50  H z  1 0  m /s2  peak  constant  accelerat i on  

Vibrat i on  type  Sweepi ng ,  at  a  rate  of  1  octave/m in  (±  1 0  %)  

Vibrat i on  du rati on  
1 0  sweep cycles  per axi s  on  each  of  3  m u tual l y  
perpend icu l ar axes  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  test  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Veri f i cati on  after tests  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

The  break po i n t  frequency shal l  be  ad j usted  to  yi e l d  a  sm ooth  cross-over wi thou t  d i scon ti nu i ty  f rom  the  constan t  
am pl i tude  d i splacem ent  requ i rem ent  to  the  constan t  am pl i tu de  accelerati on  requ i rem ent.  

 

5.3.3  Shock 

Shock imm un i ty requ i rem ents  for equ ipm en t i n  the  scope  of  th is  docum en t are  occas ional  
excurs ions  to  1 50  m /s2  ( 1 5  g ) ,  1 1  m s,  hal f-s ine,  i n  each  of  3  m utual l y perpend icu lar  axes.   

E lectrom echan ical  relays  m ay tem porari l y respond  to  1 50  m /s2  ( 1 5  g )  shocks.  Tem porary 
m al functi on ing  i s  al lowed  duri ng  the  test,  bu t  equ ipm en t shou ld  be  fu l l y functi onal  after  the  
test.  

The  requ i rem ents  of  5 . 3 . 3  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  Table  1 1 .  

Table  1 1  – Immuni ty shock test  

Reference test  IEC 60068-2-27,  test  Ea  

Precond i t i on i ng  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons   

Type  of  shock Hal f-s i ne  

Shock severi ty  1 50  m /s2  ( 1 5  g )  peak,  1 1  m s  du rat i on  

Appl i cat i on  
Three  shocks  i n  each  d i rect i on  per axi s ,  on  3  m u tual l y  
perpend icu l ar axes  ( total  of  1 8  shocks  )  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  test  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Veri f i cati on  after tests  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

 

5.3.4  Free  fal ls  (portable  and  hand-held  equ ipment)   

Imm un i ty (duri ng  operati on)  and  wi thstand  (non -operational )  requ i rem ents  for fal ls  are  as  
shown  i n  Table  1 2 .  

Fal l  type  tests  m ay be  com bined  wi th  the  safety evaluation  accord ing  to  I EC  61 01 0-2-201 .  
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Fal l  test  i s  for  hand-held  and  portable  equ ipm ent on l y.  F ixed  equ ipm ent  does  not  requ i re  
testing .   

The  reference  standard  i s  I EC  60068-2-31 ,  free  fal l ,  procedure  1 .     

The  EUT shal l  be  equ ipped  wi th  m anufacturer’s  s tandard  cable(s)  ( i f  an y) .  

Free  fal ls  can  be  on  any edge,  surface  or corner.  For free  fal ls  the  l east  favourable  edge,  
surface  or corner shal l  be  se lected  for the  test.  

Table  1 2  – Free  fal l  on  concrete  floor for portable  and  hand-held  equ ipment  

 Portable  and  hand -held  (<1 0kg )  
(wi thstand)  

Hand-held  (<1 kg )   
( immuni ty)  

Free  fal l s  1 00  m m ;  2  fal l s  1  000  mm ;  2  fal l s  

Droppi ng  on to  an  edge  or a  corner  30°  o r 1 00  mm ;  2  fal l s   

 

The  requ i rem ents  of  5 . 3 . 4  are  veri f ied ,  after test i ng  the  EUT to  Table  1 2,  accord ing  to  PFVP,  
see  4. 2. 8.   

The  EUT m ay show s i gns  of  physical  dam age after  each  test,  bu t  shal l  be  fu l l y functi onal .  

Wi th  the  EUT operati ng  du ri ng  the  fal l ,  erroneous  operati on  can  be  i n troduced  upon  im pact.  
Operator correcti on /reset  i s  al l owed  after im pact.  

I t  i s  perm i tted  to  use  a new sam ple  for  each  fal l .  

5.4  Transport  and  storage cond i tions and  requ i rements  

5.4. 1  General  

The fo l l owing  requ i rem ents  appl y to  contro l  equ ipm ent  un i ts  p laced  wi th in  m anufacturer's  
orig i nal  packag ing .   

Transport  and  s torage  of  u npackaged  portable  equ ipm ent  shal l  not  exceed  the  requ i rem ents  
of  5 . 4.  

When  com ponen ts  are  i ncluded  i n  the  equ ipm ent,  wh ich  have  part icu lar l im i tations ,  e. g .  
batteries,  the  m anufactu rer shal l  speci fy the  arrangem ents  to  be  m ade  for transport  and  
storage.  

5.4.2  Ambient  temperature and  relative humid i ty  

Table  1 3  provides  a  recomm ended  set  of  s torage  envi ronm ents  for  equ ipm en t i n  the  scope.  
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Table  1 3  – Storage  envi ronments,  ambient  temperature  and  relative humid i ty  

Storage 
envi ronment  

Equ ipment  
Type  

M in imum  
ambient  

temperatu re  

Maximum  
ambient  

temperatu re  

M in imum  
relati ve  
humid i ty 

Maximum  
relati ve 

humid i tya  

Comment  on  
appl ication  

STH1  Enclosed/  
Open  

20  °C  25  °C  20  %  75  % e. g .  DCS  

STH2  Enclosed/  
Open  

5  °C  40  °C  5  %  85  %  e. g .  i ndustri al  
PC,  DCS  

STH3  Enclosed/  
Open  

-5  °C  60  °C  5  %  95  %  e. g .  H MI ,  
i ndustri al  PC  

STH4  Enclosed/  
Open  

-25  °C 70  °C 1 0  %  95  % e. g .  
PLC/PAC 

(not  recom -
m ended  for  

new des i g ns)  

STH5  Enclosed/  
Open  

-40  °C  70  °C  1 0  %  1 00  %  e. g .  
PLC/PAC 
(recom -

m ended  for  
new des i g ns)  

NOTE  Tabl e  based  on  gu i dance  from  I EC  60721 -3-1  and  h i s tori cal  experi ence.  

a  Non -condensing  

 

At a m in im um ,  PLC/PAC equ ipm ent shal l  be  su i table  for am bient  tem perature  and  re lat i ve  
hum id i ty ranges  stated  as  storage  envi ronm ent STH4 (enclosed/open  equ ipm ent,  g reen  
h igh l i gh t  i n  Table  1 3) .   

Table  1 4  provides  a recomm ended  set  of  transportati on  envi ronm en ts  for  equ ipm ent i n  the  
scope.  

Table  1 4  – Transportation  envi ronments,  ambient  temperature and  humid i ty 

Transportation  
envi ronment   

Equ ipment  
Type  

M in imum  
ambient  

temperatu re  

Maximum  
ambient  

temperatu re  

M in imum  
relati ve 
humid i ty 

Maximum  
relati ve  

humid i tya  

Comment  on  
appl i cation  

TTH1  Enclosed/  
Open  

5  °C  40  °C  20  % 75  %  e. g .  DCS  

TTH2  Enclosed/  
Open  

-25  °C  60  °C  30  % 75  %  e. g .  H MI ,  
i ndustri al  PC,  

DCS  

TTH3  Enclosed/  
Open  

-25  °C  70  °C  40  % 95  %  e. g .  PLC/PAC 
(not  

recom m ended  
for  new 

des i gns)  

TTH4  Enclosed/  
Open  

-40  °C  70  °C  45  % 95  %  e. g .  PLC/PAC 
(recomm ended  

for new 
des i gns)  

NOTE  Tabl e  based  on  gu i dance  from  I EC  60721 -3-2  and  h i s tori cal  experi ence.  

a  Non -condensi ng  

 

At  a m in ium um ,  PLC/PAC equ ipm ent  shal l  be  su i table  for am bient  tem perature  and  re lati ve  
hum id i ty ranges  stated  as  transportati on  envi ronm ent  TTH3  (enclosed/open  equ ipm ent,  g reen  
h igh l i gh t  i n  Table  1 4) .   
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Equ ipm ent m ay also  be  su i table  for extended  storage  envi ronm ents.  Refer to  Table  1 3  and  
Table  1 4,  for  add i tonal  envi ronm en ts.   

The  requ i rem en ts  of  5 . 4. 2  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  the  wi thstand  test  requ i rem ents  of  
Table  4 ,  Table  5,  Table  6  and  Table  7 .   

5.4.3  Al t i tude 

The des ign  atm ospheric  pressure  for transportation  shal l  be  equ ivalen t  to  0  m  to  3  000  m  
al t i tude  (m in im um  70  kPa absolu te) .   

No  veri f ication  requ i red.  

5.4.4  Free  fal ls  ( i n  manufacturer's  orig inal  packag ing )   

Withstand  requ i rem ents  for contro l  equ ipm ent un i ts  wi th i n  m anufacturer's  ori g i nal  packag ing  
are  g i ven  i n  Table  1 5.   

The  reference  standard  i s  I EC  60068-2-31 ,  procedure  1 .   

The  test  i s  m ade  wi th  each  type  of  m anufacturer’s  ori g inal  packag ing  wi th  the  heaviest  un i t  
us ing  i t.  

NOTE  1  There  are  no  requ i rem ents  on  the  packag i ng  such  as  e . g .  d im ens ions,  m aterial ,  form ,  th i ckness,  th i s  test  
i s  on l y  to  qu al i fy  the  robustness  of  the  EUT when  packaged.  

I f  the  EUT i s  sh ipped  wi th  any m anufacturer’s  standard  cable(s)  i nstal led  and  an y accessories  
and  docum entati on  i n  the  sam e package,  the  test  has  to  be  m ade wi th  the  com plete  f i l l ed  
package.  

Table  1 5  – Free  fal l  on  concrete  floor i n  manufacturer’ s  orig inal  packag ing  

Sh ipping  weigh t  wi th  packag ing  
kg  

Random  free-fal l  d rop  heigh t  
mm  

Wi th  sh ipping  package  Wi th  product  package  

<  1 0  1  000  300  

1 0  – 40  500  300  

>  40  250  250  

Num ber of  fal l s  a,  b  Once  on  each  face,  edge  and  corner  
(e. g .  fo r rectang u lar package,  6  faces,  1 2  edges  and  8  corners)  

a   The  num ber and  type  of  fal l s  ( face,  edg e  or  corner)  m ay be  l im i ted  depend ing  on  hand l i ng ,  sh ipping  and  
transportati on  requ i rem ents  /  l im i tati ons  defi ned  by the  m anufactu rer.  I f  the  num ber  i s  l i m i ted ,  i t  shal l  be  
j usti f i ed  i n  the  test  report.  

b   Mu l t i pl e  sam ples  are  perm i tted  du ri ng  test  execu t i on .  

 

These  requ i rem ents  of  5 . 4. 4  are  veri f i ed  by testing  the  EUT to  Table  1 5.  After unpacking  the  
EUT shal l  not  show evidence  of  ph ys ical  dam age  and  by testing  the  EUT accord ing  to  PFVP 
to  4 . 2. 8.   

When  accessories  are  to  be  carri ed  i n  the  sam e package,  they shal l  be  i n  the  package  duri ng  
the  fal l  tests  and  they shal l  be  checked  for  dam age after unpacking .  

Measurem ent  i s  not  requ i red.  Vibration  sensors  m ay be  used  at  dam ageable  parts  or  
com ponents  (e. g .  hard  d i sks)  to  veri fy com pl iance  wi th  the  l im i ts  of  i ts  data sheet.   
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6 Functional  requi rements  

6. 1  General  

A typical  m odu lar con tro l  equ ipm ent and  i ts  i n terfaces  / ports  i s  shown  i n  Figu re  7.  Th is  type  
of  con trol  equ ipm ent  provides  al l  types  of  i n terfaces  and  ports  that  are  com m on  for the  
equ ipm ent  i n  the  scope  of  th is  s tandard .  

 

Key 

Al  Com m un icat i on  i n terface/port  for  l ocal  extens ion  rack 

Ar Com m un icat i on  i n terface/port  for rem ote  I /O  s tati on ,  con trol  n etwork,  f i e l dbus  

Be  Open  com m un icat i on  i n terface/port,  open  to  th i rd -party  devi ces;  e . g .  PADT,  personal  com pu ter  used  fo r  
programm ing  

B i  I n ternal  com m un icat i on  i n terface/port,  e . g .  backplane  bus  

IEC  

Ai  Rem ote  I Os  

Peripherals 
(permanently/non-permanently 
 installed) 

Input 
module(s)  

Output 
module(s)  

Commu-
nication 
modules 
(optional)  P

ro
ce

ss
in

g
 u

n
it

(s
) 

a
n

d
 m

e
m

o
ry

 

Power supply  

Au xi l i ary power 
suppl y (opt i onal )  

Lim i t  of  the  scope  of  th i s  s tandard  Interfaced devices and signals  

C  
J  

J  
D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

C  

J  

J  

D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

C  

J  

J  

D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

C  

J  

J  

D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

I n terface/port  d i g i tal  and  anal ogue  i npu t  s i g nal s  

I /O  power i n terface/port  

I n terface/port  d i g i tal  and  anal ogue  ou tpu t  s i gnal s  

I /O  power i n terface/port  

Com m un icati on  i n terface/port   wi th  th i rd -party 
devi ces  (e. g .  com puters ,  pri n ters)  

Equ ipm ent  power i n terface/port  

Au xi l i ary power ou tpu t  i n terface/port,  
e . g .  sensor and  actuator power  

Protecti ve  earth  term inal /port  

Functi onal  earth  term inal /port  

Open  com m un icati on  i n terface/port,   
al so  open  to  th i rd -party devi ces  

B i  

Bi  

Bi  

Bi  

Ar  

Local  extension  rack  
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C I n terface/port  for  d i g i tal  and  analog  i npu t  s i gnal s  

D  I n terface/port  for  d i g i tal  and  analog  ou tpu t  s i gnal s  

E  Serial  o r  paral l e l  com m un icat i on  i n terfaces/ports  for  data com m un icat i on  wi th  th i rd -party devi ces;  e . g .  
com puters,  pri n ters  

F  Equ ipm ent  power  i n terface/port.  Devi ces  wi th  F  ports  have  requ i rem ents  on  keeping  downstream  devi ces  
i n te l l i gen t  du ri ng  power up,  power down  and  power i n terru pti ons .  

G  Protect i ve  earth  port  

H  Functi onal  earth  port  

J  I /O  power i n terface/port  

K Au xi l i ary power ou tpu t  i n terface/port,  e . g .  sensor and  actuators  power  

Figure 7  – Typical  in terface/port  d iag ram  of  a  modular control  equ ipment  

6.2  Power input  ports  

NOTE  Power i npu t  ports  are  equ i pm ent  power port  (port  F,  F i gu re  7) .  

6.2. 1  Requi rements  

6.2. 1 .1  Rated  values  and  operating  ranges  

I ncom ing  power suppl i es  to  the  con tro l  equ ipm en t  and  to  the  external l y powered  I /O  m odu les  
shal l  be  as  shown  i n  Table  1 6.  

Table  1 6  – Rated  values  and  operating  ranges of  incoming  power supply 

Vol tage  Frequency Recommended  use (R)  Normati ve  
i tems and  

notec  
Rated  
Ue  

Tolerance  
m in . /max.  

Rated  
fn  

Tolerance  
m in . /max.  

Power 
suppl y 

I /0  si gnals  

d. c.  24  V  

–1 5  %/+20  %    

R  R  a,  b  

d. c.  48  V  R  R  a  

d . c.  1 25  V     

a. c.  24  V  r. m . s .  

–1 5  %/+1 0  %  

50  H z  

or  

60  H z  

–6  %/+4  %  

  (NOTE)  

a. c.  48  V  r. m . s .    (NOTE)  

a. c.  1 00  V  r. m . s .  R  R   

a. c.  1 1 0  V  r. m . s .  R  R   

a. c.  1 20  V  r. m . s .  R  R  (NOTE)  

a. c.  200  V  r. m . s .  R  R   

a. c.  230  V  r. m . s .  R  R  (NOTE)  

a. c.  240  V  r. m . s .  R  R   

a. c.  400  V  r. m . s .  R   d  , (NOTE)  

NOTE  The  rated  vol tag es  are  deri ved  from  I EC  60038.  

a  I n  add i t i on  to  the  vo l tage  to l erances,  a  total  a. c.  com ponent  having  a  peak valu e  of  5  %  of  the  rated  vo l tage  i s  
al l owed.  The  absolu te  l im i ts  are  d . c.  30/1 9, 2  V  for  d . c.  24  V  and  d . c.  60/38, 4  V  for d . c.  48  V.   

b  See  footnote  e )  of  Table  24  i f  Type  2  d i g i tal  i npu ts  are  l i ke l y  to  be  used.  

c  For i ncom ing  vo l tag es  other than  those  g i ven  i n  the  table  such  as  d . c.  1 1 0  V  etc. ,  the  to l erances  g i ven  i n  the  
table  and  i ts  note  appl y.  These  vo l tage  to l erances  shal l  be  used  to  cal cu late  the  i npu t  l im i ts  of  Tabl e  24,  us i ng  
the  equati ons  i n  Annex B.  

d  Th ree-phase  supply.  

 

The  requ i rem ents  of  6 . 2. 1 . 1  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6. 2. 2. 1 ,  6 . 2 . 2 .2,  6 . 2 . 2. 3,  6 . 2. 2 . 4  
and  6 . 2 . 2. 5.  
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6.2. 1 .2  Improper equ ipment  power supply connection  

Equ ipm ent  shal l  be  des igned  to  wi thstand  a  reversal  of  power  suppl y polari ty.  

The  requ i rem ents  of  6 . 2 . 1 . 2  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6 . 2 . 2. 6.  

6.2. 1 .3  Vol tage in terruptions  power ports   

These  l im i ts  appl y to  the  equ ipm ent  power  i n terface/port  (F)  i n  F igure  7.  

For short  d i stu rbances  of  the  suppl y as  defi ned  i n  Table  1 7,  the  EUT ( includ ing  RIOS  
(see  6. 8)  and  non-perm anentl y i nstal l ed  peripherals)  shal l  m ain tai n  norm al  operation .  

For i n terruptions  l onger than  the  m axim um  in terrupti on  t im e  of  the  suppl y( i es) ,  the  EUT shal l  
e i ther m ain tain  norm al  operati on  or go  to  a predefi ned  s tate  and  have  a cl earl y speci f i ed  
behaviour  un t i l  norm al  operation  i s  resum ed.   

NOTE  Ou tpu ts  and  fast  respond i ng  i npu ts  energ i zed  by  the  sam e suppl y( i es)  can  respond  to  these  power su ppl y  
variati ons.  

Table  1 7  – Vol tage in terruptions (functional  requ i rements)  

Supply typee  Severi ty l evel  Maximum  i n terruption  
t ime 

Low vol tage,   
Ue  m i n  to  % Ue

b  

d. c.  PS1 c  1  m s  0  %  

d . c.  PS2d  1 0  m s  0  %  

a. c.  PS2d  0 , 5  peri oda  0  %  

NOTE  See  Annex E .  

a  Any arbi t rary phase  ang le,  fn  =  50  H z  or  60  Hz  (see  6. 2 . 2 . 7) .  

b  Ue  mi n  i s  the  Ue  at  m i n im um  to lerance  i n  Tabl e  1 6.  

c  PS1  appl i es  to  con tro l  equ i pm ent  energ i zed  by battery o r d . c.  suppl i es  wh i ch  fu l f i l  PS2.  

d  PS2  appl i es  to  con tro l  equ ipm ent  energ i zed  from  a. c.  suppl i es ,  rect i f i ed  a. c.  suppl i es  and  d . c.  suppl i es  (wi th  
m ore  severe  i n terru pt i on  than  PS1 ) .  

e  Vo l tage  i n terrupt i ons  are  from  Ue  mi n .  

 

The  requ i rem ents  of  6 . 2 . 1 . 3  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6 . 2 . 2. 7.  

6.2.2  Veri fi cation  of  power input  ports  (a.c.  or  d .c. )   

6.2.2.1  Veri fication  test  method  for vol tage range,  vol tage ripple  and  frequency 

The test  m ethod  for  vo l tage  range,  vo l tage  ri pple  and  frequency i s  shown  i n  Table  1 8 .  
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Table  1 8  – Vol tage ripple and  frequency range  immuni ty test  

Reference test  None  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Test  descript i ona  M i n im um  operat i onal  vol tage  Maxim um  operat i onal  vol tag e  

a. c.  vol tage  (k ×  Ue ) b  k  =  0 , 85  k =  1 , 1 0  

a. c.  frequency (k ×  fn ) b  k  =  0 , 94  k =  1 , 04  

d . c.  vo l tage  (k ×  Ue ) b  k  =  0 , 85  k =  1 , 20  

Ripple  con t i nu ous  (k ×  Ue ) b  k  =  0 , 05  k =  0 , 05  

Test  du rati on  30  m in  30  m in  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  tests  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Veri f i cati on  after tests  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Perform ance  cri teri a  A 

a   I f  there  are  separate  equ ipm ent  power suppl i es  to  the  EUT,  the  tests  m ay be  carri ed  ou t  on  each  su ppl y  
separatel y.  

b   See  preci se  defi n i t i ons  i n  Tabl e  1 6.  

 

6.2.2.2  Shut-down  test  (sudden  supply in terruption)  

Test  descript ion :  duri ng  shu t-down  due  to  the  suppl y i n terrupti on ,  the  EU T behaviour shal l  be  
observed.  The  test  i s  repeated  twice.   

Perform ance  cri teria:  The  requ i rem ent  g i ven  above  shal l  be  m et.  I n  add i t i on ,  from  the  s tart  of  
i n terruption  to  shu t-down ,  there  shal l  be  no  change  not  caused  by the  norm al  test  programm e 
and  no  erratic  or  un i n tended  condi t ion  of  an y ki nd .  

The  proper functional  veri f i cati on  procedure  (PFVP)  of  4. 2. 8  shal l  be  perform ed  duri ng  tests.  

6.2.2.3  Start-up  test  

When  the  external  supply i s  appl ied  for a  t im e  speci f ied  by the  m anufacturer,  the  EUT shal l  
start  again  accord ing  to  the  speci f ications  of  the  m anu factu rer (au tom atic  or  m anual  restart,  
i n i t ial i zation  sequence,  etc. ) .  During  the  start-up,  there  shal l  be  no  erratic  or  u n in tended  
cond i t i on .  

The  proper functional  veri f i cati on  procedure  (PFVP)  of  4. 2. 8  shal l  be  perform ed  duri ng  tests.  

6.2.2.4  Gradual  shut-down/start-up  test  

Veri fi cati on  test  m ethod  for g radual  shu t-down/start-up  requ i rem ents  are  shown  i n  Table  1 9 .   
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Table  1 9  – Gradual  shut-down/start-up  test  

Reference test  None  

EUT confi g urat i on  Accord i ng  to  m anufactu re’s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Test  descripti on  Gradual  shu t-down/start-u p  (see  Fi gu re  8)  

I n i t i al /f i nal  cond i t i ons  Power supply at  rated  valu es  (Ue ,  fn ) ,  no  ri pple  

Lowest  vo l tage  (V)  0  (zero)  

Wai t i ng  t im e  at  l owest  vo l tage(s)  1 0  s  ±  20  %  

Num ber of  tr i al s  3  

Tim e  i n terval  between  tr i al s  1  s  <  t im e  i n terval  ≤  1 0  s  

Measurem ent  and  veri f i cat i on  du ri ng  test  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Vol tage  shu t-down  l im i t  (SDL)  
The  vo l tage  at  wh i ch  the  EUT s tarts  the  m anufactu rer’ s  speci f i ed  
shu t-down  sequ ence  or  i n i t i ates  a  behavi ou r not  i n  accordance  wi th  
the  PFVP  du ri ng  the  decreasi ng  vo l tag e  sequ ence  

Averag e  SDL (SDLav)  The  average  of  3  m easu red  SDL  

 

 
Figure 8  – Gradual  shut-down/start-up  test  

6.2.2.5  Supply vol tage variation  tests  

Veri fi cati on  test  m ethod  for suppl y vo l tage  variat ion  requ i rem ents  are  shown  i n  Table  20.   

Table  20  – Supply vol tage variation  tests  

Reference test  None  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anufactu re’s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurements  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Test  descript i ons  Fast  suppl y vo l tag e  vari at i on  
(See  Fi gu re  9 )  

S low supply vo l tag e  vari ati on  
(See  Fi gu re  1 0)  

I n i t i al /f i nal  cond i t i ons  Power supply at  rated  valu es  (Ue  mi n ,  fn ) ,  no  ri pple  

Lowest  vo l tage  (U)  0  (zero)  0 , 9  SDLav  ±  1 0  %  a  

Wai t i ng  t im e  at  l owest  vol tage(s)  0  (zero)  0  (zero)  

Num ber of  tr i al s  3  3  

Tim e  i n terval  between  tr i al s  1  s  <  t im e  i n terval  ≤  5  s  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  tests  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

a  SDLav  i s  a  resu l t  of  the  g radual  shu t-down  test  (see  6 . 2. 2 . 4) .  

 

IEC  

 SDL   
(Shu t-down  

l im i t)  
EUT s tarts  
shu t-down  procedure  or  
i n i t i ates  abnorm al  procedure  

(* )  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  
speci f i cati on  or 1 0  s  ±20  %  

t   (s )  

60  s  ±1 0  %  (* )  60  s  ±1 0  %  

Ue  mi n  

Ue   

U
  

(V
) 

0  
0  
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Figure 9  – Fast  supply vol tage variation  test  

 

Figure 1 0  – Slow supply vol tage variation  test  

6.2.2.6  Reversal  of  d .c.  power supply polari ty  

Protection  devices  such  as  fuses  m ay be  reset  prior to  veri f ication .   

I f  the  equ ipm ent i s  m echan ical l y des igned  to  preven t  reversal  of  power po lari ty,  a  test  i s  no t  
necessary and  can  be  replaced  by visual  i nspection .  

The  m axim um  rated  vo l tage,  of  reverse  po lari ty,  shal l  be  appl i ed  for  1 0  s .   

After the  test,  the  device  shal l  pass  the  PFVP (see  4 . 2 . 8)  after the  test.  

6.2.2.7  Vol tage in terruptions  veri fication  method  

Power ports  are  equ ipm en t power i npu t  port,  port  F,  F igu re  7.  Veri f ication  test  m ethod  for  
vo l tage  i n terrupti ons  are  shown  i n  Table  21 .  

IEC  
 t   (s )  

5  s  ±1 0  %  

Ue   

U
  

(V
) 

0  

0  

5  s  ±1 0  %  

1  s  <  t im e  <  5  s  

IEC  
 

t   (s )  

Ue  mi n  U
  

(V
) 

0  

0  

1  s  <  t im e  <  5  s  0, 9  SDLav ± 1 0  %  

60  s  ±1 0  %  60  s  ±1 0  %  
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Table  21  – Vol tage in terruptions immuni ty test  (Functional  tests)  

Reference test  IEC 61 000-4-1 1 f   I EC 61 000-4-29  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anufacturer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Suppl y vol tage  and  frequency  Ue  mi n ,  fn  
e  Ue  mi n

e  

 a. c.  supply i n terrupti on  d . c.  supply i n terrupt i on  

Du rati on  0 , 5  peri od ,  s tart i ng  at  zero-
cross i nga,  b  PS1 :  ≥  1  msb  PS2:  ≥  1 0  m sb  

Ue  mi n  to  %Ue  mi n  
e  0  (zero)  %  0  (zero)  %  0  (zero)  %  

Perform ance  cri teri a  The  EUT shal l  con t i nue  to  operate  as  i n tended.  
No  l oss  of  funct i on  or  perform anced  

Num ber of  tr i al s  20  

Tim e  i n terval  between  tr i al s  1  s  <  t im e  i n terval  <  1 0  s  

Measurem ent  and  veri f i cat i on  du ri ng  tests  
Norm al  operati on  shal l  be  m ain tai nedc  
Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Veri f i cat i on  after  tests  The  EUT shal l  con ti nue  to  operate  as  i n tended .  Accord i ng  to  PFVP,  
see  4. 2 . 8  

a  Optional l y,  the  m anufactu rer m ay e l ect  to  i n terrupt  suppl y at  a  random  phase  ang l e.  

b  The  m anufactu rer m ay s tate  l onger i n terrupti ons.  

c  Ou tpu ts  and  fast  respond i ng  i npu ts  energ i zed  by the  sam e power suppl y m ay be  affected  tem porari l y  du ri ng  
the  d i stu rbance  bu t  shal l  resu m e  norm al  operat i on  after  the  d i s tu rbance.  

d  These  cri teri a are  synonym ous  wi th  Table  1 ,  Cri teri a  A.  

e  Ue  mi n  i s  the  Ue  at  m i n im um  to lerance  i n  Tabl e  1 6.  

f  Th i s  test  i s  the  sam e as  one  port i on  of  the  test  i n  7 . 3 . 2 ,  Tabl e  46.  A s i ng le  test  m ay be  used  to  sati s fy  both  
requ i rem ents . .  

 

6.3  Memory power back-up   

6.3. 1  Requi rements  

Power back-up  for vo lati l e  m em ories  shal l  be  capable  of  m ain tai n i ng  s tored  i n form ation  for at  
l east  300  h  u nder  norm al  use,  and  1  000  h  at  an  am bien t  tem perature  not  g reater  than  25  °C  
when  the  energ y source  i s  at  rated  capaci ty.  (For power back-up need ing  replacem ent,  the  
rated  capaci ty i s  the  value  used  to  des ignate  the  procedure  and  tim e  i n terval  for  
replacem ent. )  

The  m anufactu rer shal l  speci fy storage  t im e  i n form ation  re lat i ve  to  vo lat i l e  m em ory i f  d i fferen t  
from  stated  durati ons.   

I t  shal l  be  poss ible  to  change  or refresh  power back-up wi thout  l oss  of  data i n  the  backed-up  
port ions  of  m em ory.  (See  also  5. 4,  8. 3. 5  i tem  h )  and  8. 3 . 1 2  i tem  d) . )  

Equ ipm ent  shal l  be  des igned  to  wi thstand  a  reversal  of  m em ory power back-up  po lari ty.  

I f  a  m em ory back-up battery i s  provided,  a  warn ing  of  “ low battery vo l tage”  shal l  be  provided .  

The  requ i rem ents  of  6 . 3 . 1  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6. 3 . 2 .  

6.3.2  Veri fi cation  of  memory power back-up  requ i rements  

6.3.2.1  Back-up  duration  wi thstand  test  

Veri f ication  test  m ethod  for  back-up  durati on  requ i rem ents.   
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Table  22  – Back-up duration  wi thstand  test  

Reference test  None  

EUT confi g urati on  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Durati on  of  preparat i on  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  (energ y sou rce  m ay requ i re  t im e  to  be  
fu l l y  charged )  

Tests  to  be  perform ed  E i ther Test  A  or  Test  B  defi ned  below 

Test  descripti ons  Test  A  Test  B  

I n i t i al  cond i t i ons  Energy sou rce  fu l l y  charged ;  external  energ y su ppl y d i sconnected  

Am bient  tem peratu re  
Open  equ ipm ent  55  °C  

Enclosed  equ i pm ent  40  °C  

General  cond i t i ons  

(4. 2 . 9 )  

Durati on  300  h  1  000  h  

Veri f i cat i on  after  the  test  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8.  The  EUT shal l  be  fu l l y  operat i onal .  N o  l oss  of  
reten t i ve  data i s  al l owed .  

 

6.3.2.2  Veri fi cation  of  manufacturer's  method  of  chang ing  the energy source  

Veri f ication  test  m ethod  for energ y storage  chang ing  requ i rem ents .   

The  energ y source  shal l  be  replaced ,  accord ing  to  the  m anu facturer’s  i nstructi ons .  

Table  23  – Change  of  energy source test  

Reference test  None  

EUT confi g urati on  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8  

Repl acement  of  energy source  Accord i ng  to  the  m anufactu rer’ s  speci f i cati ons  (energ y sou rce  m ay requ i re  
t im e  to  be  fu l l y  charg ed ) .  

Veri f i cat i on  after  the  tests  
Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2. 8.  The  EUT shal l  be  fu l l y  operati onal .  N o  l oss  of  
reten ti ve  i n form ati on  i s  al l owed .  

 

No  loss  of  data shal l  occur.   

6.3.2.3  Veri fi cation  of  reversal  of  memory power back-up polari ty  

Protecti on  devices  such  as  fuses  m ay be  reset  pri or to  veri f i cati on .   

I f  the  equ ipm ent i s  m echan ical l y des i gned  to  preven t  reversal  of  power po lari ty,  a  test  i s  no t  
necessary and  can  be  replaced  by visual  i nspecti on .  

The  m axim um  rated  vo l tage,  of  reverse  po lari ty,  shal l  be  appl i ed  for  1 0  s .   

After the  test,  the  device  shal l  pass  the  PFVP (see  4 . 2 . 8) .  

6.3.2.4  Veri fi cation  of  low battery vol tage  warn ing  requ i rements  

The requ i red  warn ing  of  “ l ow battery vol tage”  shal l  be  checked .  The  energ y source  shal l  be  
rem oved  and  the  proper con trol led  vo l tage  shal l  be  appl i ed  i n  p lace  of  the  energ y source.  

The  l ow battery vo l tage  warn ing ,  as  speci f i ed  by the  m anufactu rer,  e . g .  LED,  software  tag ,  
shal l  change  s tate  at  or  above  (above  m eans  there  i s  m ore  energ y avai lable  than  necessary)  
the  speci f i ed  level .  
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6.4  Dig i tal  I /Os  

6.4. 1  General  

Ports  C  i s  the  in terface/port  for  d i g i tal  i npu t  s i gnals .  Port  D  i s  the  i n terface/port  for  d i g i tal  
ou tpu t  s i gnals.  See  Figure  7.  

6.4.2  Posi t ive  log ic  d ig i tal  I /Os (sinking  inputs / sourcing  outputs)  

Figu re  1 1  g i ves  an  i l l ustrat i on  of  defi n i t i ons  for  posi t i ve  l og ic  I /O  param eters.  

 

Key 

C Ou tpu t:  Mechan ical  or s tat i c  con tact  (e . g .  d ry re lay con tact,  tri ac,  trans i s tor or equ i valen t)  

Z  I npu t:  I npu t  im pedance   

PS  External  power su ppl i es  

NOTE  Som e appl i cat i ons  m ay use  on l y  one  PS  comm on  to  i npu ts ,  ou tpu ts  and  con trol  equ i pm ent.  

Figure 1 1  – Posi tive  l og ic  (sinking  inputs  /  sourcing  outputs)  

Dig i tal  i npu ts  shal l  com pl y wi th  the  requ i rem ents  of  the  s tandard  vo l tage  rati ngs  g i ven  i n  
6. 4. 4.2 .  Non-standard  vo l tage  d i g i tal  i npu ts  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  des ign  equati on  
g i ven  i n  Annex  B.  

D i g i tal  ou tpu ts  shal l  com pl y wi th  the  requ i rem ents  of  the  standard  rat ings  g i ven  i n  6 . 4.5 . 1  for  
a. c.  or  6 . 4. 6. 1  for  d . c.  

I t  shal l  be  possible  to  i n terconnect  i npu ts  and  ou tpu ts  by m eans  of  a  correct  selection  of  the  
above  d ig i tal  I /Os,  resu l t i ng  i n  proper contro l  equ ipm en t  operation .  Add i t i onal  external  l oad  
shal l  be  speci fi ed  by the  m anufacturer i f  necessary.  

I t  shal l  be  possible  to  feed  i so lated  per channel ,  m u l t i -channel ,  m odu les  from  d i fferen t  vo l tage  
sources.  I n  th is  case  the  channels  shal l  com pl y wi th  the  m axim um  vol tage  d i fference  
occurri ng  between  the  vo l tage  sources.  Exam ple:  An  a. c.  i npu t  m odu le  having  channels  
attached  to  d i fferen t  phases  of  the  l i ne.  The  channels  shal l  then  com pl y wi th  the  m axim um  
vo l tage  d i fference  occuri ng  between  phases .  

6.4.3  Negative  log ic  d ig i tal  I /Os (sourcing  inputs  /  sinking  outputs)  

Current-sourcing  i npu ts  and  current-s i nking  ou tpu ts  wh ich  m ay be  requ i red  for certain  
appl ications  are  covered  i n  th is  standard.  See  Annex F.  

IEC  

Com m on  
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s i nki ng  i npu t  
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Outpu t  
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Z  

Contro l  equ i pm ent  
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6.4.4  Dig i tal  inputs  (posi tive log ic,  current  sinking )  

6.4.4.1  U/I operation  reg ions  

Figu re  1 2  represents  g raph ical l y the  l im i ts  and  operati ng  ranges  wh ich  are  used  here i n  to  
characteri ze  curren t  s i nking  d i g i tal  i npu t  c i rcu i ts .  

The  operati ng  reg ion  cons is ts  of  “on  reg ion”,  “ trans i ti on  reg ion”  and  “off  reg ion”.  I t  i s  
necessary to  exceed  both  UT m in  and  IT m in  to  l eave  the  “off  reg ion”,  and  to  exceed  both  IH  m in  
and  UH  m in  to  en ter the  “on  reg ion”.  Al l  i npu t  U-I cu rves  shal l  rem ain  wi th in  these  boundary 
cond i t i ons.  The  reg ion  below zero  vo l t  i s  a  val i d  part  of  the  “off  reg ion”  for d . c.  i npu ts  on l y.  

 

UH max  and  UH mi n   are  the  vo l tage  l im i ts  for the  on  cond i t i ons  (s tate  1 )  

IH max  and  IH mi n   are  the  cu rren t  l im i ts  for  the  on  cond i t i ons  (s tate  1 )  

UTmax  and  UTmi n   are  the  vo l tage  l im i ts  for the  trans i t i on  s tate  (on  or  off)  

ITmax  and  ITmi n   are  the  cu rren t  l im i ts  for  the  trans i t i on  s tate  (on  or  o ff )  

ULmax  and  ULmi n   are  the  vol tage  l im i ts  for the  of f  cond i t i ons  (s tate  0 )  

ILmax and  ILm i n   are  the  cu rren t  l im i ts  for  the  off  cond i t i ons  (state  0 )  

ULmax  equ al s  UH mi n  to  ITmi n  and  equals  UTmi n  above  ITmi n  

Ue ,  Ue  max  and  Ue  m i n  are  the  rated  vo l tag e  and  i ts  l im i ts  for  the  external  power supply vol tage  

Figure 1 2  – U-I  operation  reg ions  of  cu rrent-sinking  inputs  

6.4.4.2  Operating  ranges  for d ig i tal  inputs  (cu rrent  sinking )  

Current-s i nking  d ig i tal  i npu ts  shal l  operate  wi th in  the  l im i ts  presented  i n  Table  24.  See  
Annex B.  

 

IEC  
 

0  

U
   

(V
) 

I   (mA)  

Ue  max  

Ue  
On region  

Off region  

IH min  

IH max  

IT min  

ΙT max  

IL min  

IL max  

UH max  

UH min  or UT max  

UL min  

UL max  

UL max  or UT min  

Transition  region  

Ue  min  



  
–

 5
0

 –
 

IE
C

 6
1

1
3

1
-2

:2
0

1
7

 ©
 IE

C
 2

0
1

7
 

Table  24  – Operating  ranges for  d ig i tal  i nputs  (current  sinking )  

   I nput  styl e   

   Type 1  l im i ts   Type 3  l im i ts,  (Note)   

State  0  Transi tion  State  1  State  0  Transi tion  State  1  

Rated  vol tage Ue  
Rated  

frequency 

fn  H z
 

Type  
of  

l im i t  

UL  

V 

IL  

m A 

UT 

V 

IT 

m A 

UH  

V 

IH  

m A 

UL  

V 

IL  

m A 

UT 

V 

IT 

m A 

UH  

V 

IH  

m A 
Normati ve  i tems  

d . c.  24  V   Max.  1 5/5  1 5  1 5  1 5  30  1 5  1 1 /5  1 5  1 1  1 5  30  1 5  a,  b , d ,  e  

Min .  –3  ND  5  0 , 5  1 5  2  –3  ND  5  1 , 5  1 1  2  

d . c.  48  V   
Max.  34/1 0  1 5  34  1 5  60  1 5  30/1 0  1 5  30  1 5  60  1 5  a,  b ,  d  

Min .  –6  ND  1 0  0 , 5  34  2  –6  ND  1 0  1 , 5  30  2  

a. c.  24  V  r. m . s .  50/60  
Max.  1 4/5  1 5  1 4  1 5  27  1 5  1 0/5  1 5  1 0  1 5  27  1 5  a,  c   

Min .  0  0  5  1  1 4  2  0  0  5  2  1 0  5  

a. c.  48  V  r. m . s .  50/60  
Max.  34/1 0  1 5  34  1 5  53  1 5  30/1 0  1 5  30  1 5  53  1 5  a,  c   

Min .  0  0  1 0  1  34  2  0  0  1 0  2  30  5  

a. c.  1 00  V  r. m . s .  

a. c.  1 1 0  V  r. m . s .  

a. c.  1 20  V  r. m . s .  

50/60  

Max.  79/20  1 5  79  1 5  1 , 1  Ue  1 5  74/20  1 5  74  1 5  1 , 1  Ue  1 5  
a,  c ,  d ,  e  

Min .  0  0  20  1  79  2  0  0  20  2 , 5  74  5  

a. c.  200  V  r. m . s .  

a. c.  230  V  r. m . s .  

a. c.  240  V  r. m . s .  

50/60  

Max.  1 64/40  1 5  1 64  1 5  1 , 1  Ue  1 5  1 59/40  1 5  1 59  1 5  1 , 1  Ue  1 5  
a,  c ,  d ,  e  

Min .  0  0  40  2  1 64  3  0  0  40  2 , 5  1 59  5  

NOTE  Com patibi l i ty  wi th  2 -wi re  proxim i ty  swi tches  accord i ng  to  I EC  60947-5-2  i s  poss ible  wi th  Type  3 .  See  al so  c)  above .  
a   Al l  l og i c  s i gnal s  are  i n  pos i t i ve  l og i c.  Open  i npu ts  shal l  be  i n terpreted  as  s tate  0  s i gnal .  See  Annex B  for  equ ati ons  and  assum pti ons  used  i n  developing  valu es  i n  th i s  table  

and  for  add i t i onal  comm ents .  
b   The  g i ven  vol tage  l im i ts  i ncl ude  al l  al ternati ng  vo l tages  com ponents.  
c   S tati c  swi tches  m ay affect  the  total  r. m . s .  con ten t  of  true  harm on ics  of  the  i npu t  s i gnal s  and  therefore  affect  the  com patibi l i ty  o f  the  i npu t  i n terface  wi th  proxim i ty  swi tches.  See  

6 . 2 . 1  fo r  requ i rem ents.  
d   Recom m ended  for com m on  usage  and  fu tu re  des i gns .  
e   As  al l owed  by cu rren t  technol ogy,  and  to  encou rag e  the  des i g n  of  s i ng le  i npu t  m odu les  compatibl e  wi th  al l  com m on ly used  rated  vo l tag es,  l im i ts  are  abso lu te  and  i n dependen t  

of  rated  vo l tage  (except  UH  max )  and  based  on  equati ons  g i ven  i n  Annex B  and  respecti vel y  a. c.  1 00  V  r. m . s .  and  a. c.  200  V  r. m . s .  

ND  =  N ot  defi ned  
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6.4.4.3  Input  Type 3-d  (Type 3  wi th  d iagnostics)  

I npu t  Type  3-d ,  d i agnostic  type,  shal l  provide  the  characterist ics  shown  i n  Figure  1 3 .  These  
characteris tics  are  com patible  wi th  non-d iagnostic  i npu t  Type  3 .  

 

Figure 1 3  – Input  Type 3  Diagnostic    

Lead  break/wi re  off  =  0 , 05  m A ≤  I ≤  0 , 35  m A 

OFF =  I ≤  1 , 2  m A 

ON  =  I ≥  2 , 1  m A 

Ihysteres i s  =  0 , 1 -0 ,3  m A 

Lead/wi re  short  c i rcu i t  =  I ≥  6  m A 

NOTE  Th i s  characteri s t i c  i s  com patible  wi th  I EC  60947-5-6  and  NAMUR DI N  1 9234,  for  res i st i ve  i npu ts .  

The  requ i rem ents  of  th is  6 . 4. 4. 3  are  veri f ied  i n  accordance  wi th  6. 4. 4. 5.  

6.4.4.4  Input  i nd ication  requ i rements  

Each  i npu t  channel  shal l  be  provided  wi th  e i ther a software  or hardware  i nd icator  to  i nd icate  
the  s tate  1  cond i t i on ,  i . e.  s tate  1  =  ON .  

These  requ i rem ents  are  veri f i ed  by i nspecti on .  

6.4.4.5  Veri fi cation  of  d ig i tal  inputs  

6.4.4.5.1  General  

Un less  otherwise  speci f i ed  in  6 . 4. 4. 5. 1 ,  al l  tests  shal l  be  carri ed  ou t  twi ce  on  the  sam e I /O  
channel (s) .  

•  F i rst  test:  at  m in im um  ambient  tem perature  (Tm in ) ,  i . e .  Tm in  g i ven  i n  Table  3 .  

•  Second  test:  at  m axim um  am bien t  tem perature  (Tm ax) ,  i . e .  Tm ax  g i ven  i n  Table  3 .  

I t  i s  not  requ i red  to  test  m ore  than  1  d ig i tal  i npu t  channel  of  each  type,  bu t  al l  d i fferen t  types  
wh ich  are  represented  i n  the  EUT shal l  be  tested.  

However,  tests  where  m odu le  m axim um  capabi l i ty i s  tested  shal l  be  perform ed  on  al l  
channels  of  m u l t i -channel  m odu les,  e. g .  m odu le  current  capaci ty,  power d iss ipation ,  
tem peratu re.  

IEC  
0  m A  

0, 05  m A  0, 35  m A  1 , 2  m A  2, 1  m A  6  m A  

Lead  break  Short  c i rcu i t  ON  rang e  OFF range  Transi t i on  
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6.4.4.5.2  Operating  range test  

I t  shal l  be  veri f i ed  that  al l  requ i rem en ts,  of  the  i npu t  type  speci f ied  per 6 . 4. 4,  are  m et.  

6.4.4.5.3  Reversal  of  signal  polari ty test  

Protecti ve  devices  such  as  fuses  m ay be  reset  pri or to  veri f icati on .  

I f  the  equ ipm ent  i s  m echan ical l y des i gned  to  preven t  reversal  of  s i gnal  po lari ty,  a  test  i s  not  
necessary and  can  be  replaced  by visual  i nspecti on .  

The  m axim um  rated  s i gnal ,  of  reverse  po lari ty,  for  d i g i tal  i npu ts  shal l  be  appl i ed  for  1 0  s .  

After the  test,  the  device  shal l  pass  the  PFVP (see  4. 2 . 8) .   

6.4.5  Dig i tal  ou tputs  for al ternating  currents (posi tive log ic,  current  sourcing )  

6.4.5.1  Rated  values  and  operating  ranges (a.c. )   

Dig i tal  a. c.  ou tpu ts  shal l  com ply wi th  the  rat ings  g i ven  i n  Table  25,  at  the  ou tpu t  vo l tage(s)  
stated  by the  m anufacturer accord ing  to  6 . 2. 1 .  

Table  25  – Rated  values  and  operating  ranges for current  
sourcing  d ig i tal  a.c.  outputs  

 
 

a.c.  ou tpu t  style   

 
 

Type 
0,25  

Type 
0,5  

Type 1  Type 2   

Rated  cu rren t  (state  1 )  Ie   
A  

0 , 25  0,5  1  2  Normati ve  
i tems  

Curren t  rang e  for  s tate  1  

(con t i nuous  at  m ax.  vol tage)  

M in .  (m A)  1 0  [5 ]  20  1 00  1 00  a,  b  

a  
Max.  (A)  0 , 28  0 , 55  1 , 1  2 , 2  

Vol tage  drop,  Ud  for 
s tate  1  

Non  protected  
ou tpu t  Max.  (V)  3  3  3  3  a  

Protected  and  short -
ci rcu i t  proof  

Max.  (V)  5  5  5  5  a  

Leakage  cu rrent  for  
s tate  0  

Sol i d -state  ou tpu ts  Max.  (m A)  5  [3 ]  1 0  1 0  1 0  a,  b  

Electrom echan ical  
ou tpu ts  Max.  (m A)  2 , 5  2 , 5  2 , 5  2 , 5  a  

Operati ng  cycle  t im e  
repeti t i on  rate  for  

tem porary overl oad ,  
(see  F i gu re  1 4)  

Sol i d -state  ou tpu ts  Max.  (s )  1  2  2  2   

Relay-based  ou tpu ts  Max.  (s )  1 0  1 0  1 0  1 0   

a  RMS  cu rrents  and  vo l tag es.  

b  F i gu res  i n  squ are  brackets  apply to  a  m odu le  not  equ i pped  wi th  RC  network or  equ i val en t  su rge  suppressers.  
Al l  other val ues  appl y to  m odu l es  wi th  suppress ion .  
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t1 :  2  cycles  at  fn  (fn  =  rated  l i ne  frequency)  

t2:  ON  t im e  

t3  – t2:  OFF t im e  (OFF t im e  =  ON  t im e)  

t3:  Operat i on  t im e  

Figure 1 4  – Temporary overload  waveform  for d ig i tal  a.c.  outputs  

6.4.5.2  Output  ind ication  requ i rements  

Each  ou tpu t  channel  shal l  be  provided  wi th  e i ther a  software  or hardware  i nd icator to  i nd icate  
the  s tate  1  cond i t ion ,  i . e.  s tate  1  =  ON .  

These  requ i rem ents  are  veri f i ed  by i nspecti on .  

6.4.5.3  Protected  outputs requ i rements  

For ou tpu ts  stated  by the  m anu factu rer  to  be  protected,  

a)  the  ou tput  shal l  e i ther wi thstand  and/or the  associated  protecti ve  device  shal l  operate  to  
protect  the  ou tpu t  for al l  s teady-state  values  of  ou tpu t  curren t  g reater than  1 , 1  t im es  the  
rated  value;  

b)  after resetti ng  or  replacem ent  of  the  protecti ve  device  alone,  as  appl icable,  the  con tro l  
equ ipm ent  shal l  return  to  norm al  operati on ;  

c)  opt ional  restart  capabi l i t i es  shal l  be  se lected  am ong  the  3  fo l l owing  types:  

1 )  au tom ated  restart  protected  ou tpu t:  a  protected  ou tpu t  wh ich  au tom atical l y recovers  
after  the  overload  i s  rem oved;  

2)  con trol l ed  restart  protected  ou tpu t:  a  protected  ou tpu t  wh ich  i s  reset  th rough  s i gnals  
( for exam ple,  for  rem ote  con trol ) ;  

3)  m anual  restart  protected  ou tpu t:  a  protected  ou tpu t  wh ich  im pl ies  a  human  acti on  to  
recover  ( the  protecti on  m ay be  fuses,  e l ectron ic  i n terlocks,  etc. ) .   

These  requ i rem ents  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6. 4. 5. 1 0 .3 .  

NOTE  1  Operati on  under overload  cond i t i on  for  an  extended  peri od  of  t im e  can  affect  the  operati ng  l i fe  of  the  
m odu le.  
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NOTE  2  The  protected  ou tpu ts  wi l l  not  necessari l y  protect  the  f i e l d  wi ri ng .  

6.4.5.4  Short-ci rcu i t-proof  outputs requ i rements  

For ou tpu ts  stated  by the  m anu factu rer  to  be  short-ci rcu i t-proof:  

a)  for  al l  ou tpu t  curren ts  g reater than  Ie  m ax.  and  up  to  2  t im es  the  rated  value  Ie ,  the  ou tpu t  
shal l  operate  and  wi thstand  tem porary overload(s) .  Such  tem porary overload(s)  shal l  be  
speci f ied  by the  m anufacturer.  

b)  for  al l  ou tpu t  cu rren ts  prospecti ve l y above  20  t im es  the  rated  value,  the  protecti ve  device  
shal l  operate.  After resetti ng  or  replacem ent of  the  protecti ve  device  alone,  the  con tro l  
equ ipm ent  shal l  return  to  norm al  operation .  

c)  for  ou tpu t  cu rrents  i n  the  range  of  2  t im es  to  20  t im es  Ie ,  or  for  tem porary overload(s)  
beyond  the  l im i ts  speci f i ed  by the  m anufacturer ( i tem  a)  above) ,  the  m odu le  m ay requ i re  
repai r  or  replacem ent.  

These  requ i rem ents  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6. 4. 5. 1 0 . 3 .  

6.4.5.5  External ly-protected  ou tputs  requ i rements  

For ou tpu ts  stated  by the  m anufacturer to  be  external l y-protected,  the  m anufacturer shal l  
recom m end  an  external  protection  device .  The  ou tpu ts  shal l  m eet  al l  the  requ i rem ents  s tated  
for the  short-ci rcu i t-proof  ou tpu ts  (6 . 4. 5. 4) ,  when  the  external  protecti on  device  i s  i nstal led .  

6.4.5.6  Electromechanical  relay outputs requ i rements  

Electrom echan ical  re lay ou tpu ts  shal l  be  capable  of  perform ing  a  number of  operati ons ,  as  
speci f ied  by the  m anu facturer,  wi th  the  load  speci fied  for AC-1 5  u t i l i zation  category accord ing  
to  I EC 60947-5-1 :201 6,  Annex C.  

Overload  and  endurance  type  tests  are  not  requ i red  i f  the  re lay com ponents  have  been  shown  
to  com pl y wi th  the  requ i rem ents  of  I EC  60947-5-1 .   

NOTE  The  overl oad  and  endurance  type  test  can  be  com bi ned  wi th  the  safety eval uat i on  accord i ng  to  I EC  61 01 0-
2-201 .  

6.4.5.7  Discrete semiconductor outputs  requ i rements  

Discrete  sem iconductor ou tpu ts  shal l  be  capable  of  perform ing  at  l east  3  m i l l i on  operations  
wi th  the  l oad  speci f ied  for AC-1 5  u t i l i zat ion  category (durabi l i ty c lass  3)  accord ing  to  
IEC 60947-5-1 :201 6,  Annex C.  

NOTE  The  overload  and  endurance  type  tests  can  be  com bined  wi th  the  safety evaluati on  accord i ng  to  
I EC  61 01 0-2-201 .  

6.4.5.8  Overload  test  requ i rements  

Swi tch ing  devices  shal l  c l ose  and  open  a test  c i rcu i t  having  the  current,  vo l tage,  and  power 
factor  values  g i ven  i n  Table  26.  F i fty cycles,  each  consisti ng  of  1  c los i ng  and  1  open ing ,  shal l  
be  com pleted  us ing  a t im ing  of  1  s  ON ,  9  s  OFF.  After com pleti on  of  the  50  cycles,  the  
equ ipm ent  shal l  be  subj ected  to  the  endurance  test  i n  6. 4. 5. 9 .  
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Table  26  – Overload  test  ci rcu i t  values  

In tended  load  Current  Vol tage  Power factor  

AC general  u se  1 , 5  ×  RATED  RATED  0, 75  to  0 , 80  

DC g eneral  use  1 , 5  ×  RATED  RATED  -  

AC res i s tance  1 , 5  ×  RATED  RATED  1 , 0  

DC  res i s tance  1 , 5  ×  RATED  RATED  -  

AC  pi l ot  du ty  a  RATED  a  1 , 1  ×  RATED  b  <0, 35  

DC  pi l ot  du ty  a  RATED  a  1 , 1  ×  RATED  b  -  

NOTE  1  Sou rce  I EC  60947-5-1 .  

NOTE  2  P i l ot  du ty =  rat i ng  ass i gned  to  a  re lay or  swi tch  that  con trol s  the  coi l  of  another re l ay or  swi tch .  

a   Un less  otherwise  speci f i ed ,  the  i n rush  cu rren t  shal l  be  1 0  t im es  the  s teady-state  cu rren t.  

b   Set  up  the  EUT at  i ts  RATED  vol tage  and  cu rren t  and  then  i ncrease  the  vo l tag e  by 1 0  % wi thou t  fu rther  
ad justm ent  of  the  l oad .  

 

Veri f ication :  After test  com pletion  the  device  shal l  pass  the  PFVP (see  4 . 2 . 8) .  

6.4.5.9  Endurance test  requ irements  

After com pletion  of  the  overload  test  i n  6. 4.5. 8 ,  the  swi tch ing  device  i s  to  cl ose  and  open  a 
test  ci rcu i t  having  the  cu rrent,  vo l tage,  and  power factor values  g i ven  i n  Table  27.  A total  o f  
6  000  cycles ,  cons isti ng  of  1  cl os ing  and  1  open ing ,  shal l  be  com pleted .  The  cycle  t im ing  shal l  
be  1  s  ON  and  9  s  OFF,  except  for  the  f i rs t  1  000  cycles  of  the  p i lot  du ty test.  The  f i rst  1  000  
cycles  of  the  pi l ot  du ty test  shal l  be  at  a  rate  of  1  cycle  per second  except  that  the  f i rst  1 0  to  
1 2  cycles  are  to  be  as  fast  as  possible.  

The  endurance  test  need  not  be  conducted  on  sol i d-s tate  ou tpu t  devices  for general  or  
res ist i ve  use.  

Table  27  – Endurance test  ci rcu i t  values  

In tended  load  Current  Vol tage  Power factor  

AC general  u se  RATED  RATED  0, 75  to  0 , 80  

DC g eneral  use  RATED  RATED  -  

AC res i s tance  RATED  RATED  1 , 0  

DC  res i s tance  RATED  RATED  -  

AC  pi l ot  du ty  a  RATED  RATED  <0, 35  

DC pi l ot  du ty  a  RATED  RATED  -  

NOTE  1  Sou rce  I EC60947-5-1 .  

NOTE  2  P i l ot  du ty =  rat i ng  ass i gned  to  a  re lay or swi tch  that  con tro l s  the  co i l  o f  another re l ay or swi tch .  

a  The  test  c i rcu i t  i s  i den ti cal  to  the  overload  test  c i rcu i t  except  that  the  vo l tage  i s  the  RATED  vol tage.  

 

Veri f ication :  After test  com pleti on  the  device  shal l  pass  the  PFVP  (see  4 . 2 . 8) .  
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6.4.5.1 0  Veri fi cation  of  d ig i tal  a.c.  outputs  

6.4.5.1 0. 1  General  

Un less  o therwise  speci f i ed  i n  6. 4. 5. 1 0. 1 ,  al l  tests  shal l  be  carri ed  ou t  twice  on  the  sam e I /O  
channel (s) .  

•  F i rs t  test:  at  m in im um  ambient  tem peratu re  (Tm in ) ,  i . e .  Tm in  g i ven  i n  Table  3 .  

•  Second  test:  at  m axim um  am bien t  tem perature  (Tm ax) ,  i . e .  Tm ax  g i ven  i n  Table  3 .  

I t  i s  not  requ i red  to  test  m ore  than  1  d i g i tal  a. c.  ou tpu t  channel  of  each  type,  bu t  al l  d i fferent  
types  wh ich  are  represen ted  i n  the  con tro l  equ ipm ent  shal l  be  tested.  

However,  tests  where  m odu le  m axim um  capabi l i ty i s  tested  shal l  be  perform ed  on  al l  
channels  of  m u l t i -channel  m odu les,  e. g .  m odu le  current  capaci ty,  power d iss ipation ,  
tem perature.  

6.4.5.1 0.2  Operating  range test  

I t  shal l  be  veri f i ed  that  al l  requ i rem en ts,  of  the  ou tpu t  type  speci fi ed  per 6 . 4. 5  are  m et.  

Test  procedures:  

•  Current  range:  Tested  at  m in im um ,  m id-range  and  m axim um  value  of  Ou tpu t  Type.  

•  Leakage  current:  I f  external  devices/ci rcu i ts  i n tended  for ou tpu t protection  are  speci fi ed  i n  
the  user m anual  (see  Clause  8)  they shal l  be  i nstal led .  

•  Tem porary overload:  Accord ing  to  I EC  60947-5-1 ,  (AC-1 5) .  For short-ci rcu i t  proof  ou tpu ts ,  
the  current  values  shal l  be  respecti vel y 2  Ie  to  20  Ie  (as  g i ven  i n  6 . 4. 5. 4) .  

6.4.5.1 0.3  Test  of  protected,  not-protected ,  and  short-ci rcu i t  proof outputs  

Veri f icati on  test  m ethod  for overload  and  short  c i rcu i t  requ i rem ents  i s  g i ven  i n  Table  28.   

Table  28  – Overload  and  short-ci rcu i t  tests  for d ig i tal  outputs  

Reference test  None  

EUT confi g urat i on  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

Detai l s  o f  m oun ti ng /support  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

Load ing  I t  i s  su ff i ci en t  to  check one  I /O  channel  of  each  type  under tes t  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Descript i on  of  the  tests  A B  C  D  E  

Prospecti ve  cu rren ts  (k ×  Ie )  1 , 2/1 , 3 a  1 , 5  2  5  21  

Durati on  of  test  (m in )  5  5  5  5  5  

Order of  tr i al s  

Fi rst  seri es  (at  Tmi n )  1  2  3  4  5  

Second  seri es  (at  Tmax)  6  7  8  9  1 0  

Tim e  i n terval s  between  tests  1 0  m in  ≤  t im e  i n terval s  ≤  60  m in  

Appl i cat i on  of  the  test  protected  ou tpu ts  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Short-ci rcu i t  proof  ou tpu ts  No  No  Yesb  No  Yesd  

Not-protected  ou tpu tsc  No  No  Yesb  No  Yesd  

Measurem ent  and  veri f i cati on  See  requ i rem ents  i n  6 . 4. 5. 3  o r 6 . 4. 5. 4  

du ri ng  the  overload  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

imm ed iatel y  after  overl oad  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

after  overl oad  and  proper resett i ng  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  
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a  1 , 2  for a. c.  ou tpu ts .  
b  For cu rren ts  i n  the  range  of  2  t i m es  to  20  t im es  Ie ,  the  m odu le  m ay requ i re  repai r  o r  replacem ent.  
c  P rotecti ve  devi ce(s)  to  be  provi ded  or speci f i ed  by the  m anufactu rer shal l  be  i nstal l ed .  
d  P rotecti ve  devi ce(s)  shal l  operate.  They shal l  be  reset  or  repl aced  as  appl i cable  for  the  fo l l owing  test.  

 

6.4.5.1 0.4  Reversal  of  s ignal  polari ty test  

Protecti on  devices  such  as  fuses  m ay be  reset  pri or to  veri f icati on .   

I f  the  equ ipm en t i s  m echan ical l y des i gned  to  preven t  reversal  of  s i gnal  po lari ty,  a  test  i s  not  
necessary and  can  be  replaced  by visual  i nspecti on .  

The  m axim um  rated  s i gnal ,  of  reverse  po lari ty,  shal l  be  appl i ed  for 1 0  s .  

After the  test,  the  device  shal l  pass  the  PFVP (see  4. 2 . 8) .   

6.4.6  Dig i tal  outputs  for d i rect  cu rrent  (current  sourcing )  

6.4.6.1  Rated  values  and  operating  ranges (d .c. )   

Dig i tal  ou tpu ts  shal l  com pl y wi th  the  rati ngs  g i ven  i n  Table  29,  at  the  ou tpu t  vo l tage(s)  s tated  
by the  m anufacturer accord ing  to  6. 2. 1 .  

Table  29  – Rated  values  and  operating  ranges (d .c. )   
for  current-sourcing  d ig i tal  d .c.  outputs  

  d.c.  ou tput  styl e   

  
Type 
0, 1  

Type 
0,25  

Type 
0,5  Type 1  Type 2   

Rated  cu rren t  for  state  1  Ie  (A)  0, 1  0,25  0,5  1  2  
Norma-
tive 
i tems  

Curren t  rang e  for  s tate  1  at  m axim um  
vol tage  (cont i nuous)  

Max.  (A)  0 , 1 2  0 , 3  0 , 6  1 , 2  2 , 4   

Vol tage  d rop,  Ud  

Non -protected  
ou tpu t  Max.  (V)  3  3  3  3  3   

P rotected  and  
short-ci rcu i t-  

proof  
Max.  (V)  3  3  3  3  3  a  

Leakage  cu rren t  for  s tate  0  Max.  (m A)  0 , 1  0 , 5  0 , 5  1  1  b,  c  

Tem porary overl oad  Max.  (A)  See  Fi g u re  1 5  o r  as  speci f i ed  by m anu factu rer   

a  For 1  A  and  2  A  rated  cu rren ts ,  i f  reverse  pol ari ty  protecti on  i s  provided,  a  5  V  drop i s  al l owed.  Th i s  m akes  
the  ou tpu t  i ncom pati ble  wi th  a  type  1  i npu t  of  the  sam e  vo l tag e  rat i ng .  

b  The  resu l t i n g  com patibi l i ty  between  d . c.  ou tpu ts  and  d . c.  i npu ts ,  wi thou t  add i t i onal  external  l oad ,  i s  as  fo l l ows:  

 Ou tpu t  Ou tpu t  Ou tpu t  Ou tpu t  Ou tpu t  

 Type  Type  Type  Type  Type  

 0 , 1  0 , 25  0 , 5  1  2  

I npu t  Type  1 :  yes  yes  yes  no  no  

I npu t  Type  3 :  yes  yes  yes  yes  yes  

 
c  Wi th  adequate  external  l oad ,  al l  d . c.  ou tpu ts  m ay becom e compatibl e  wi th  al l  Type  1  and  Type  3  d . c.  i npu ts .  
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t1  =   su rge  t im e  =  1 0  m s   

t2  =   ON  t im e  

t3  – t2  =   OFF t im e  (OFF t im e  =  ON  t im e)  

t3  =   operat i on  t im e  =  1  s  

Figure 1 5  – Temporary overload  waveform  for d ig i tal  d .c.  ou tputs  

6.4.6.2  Output  ind ication  requ i rements  

Each  ou tpu t  channel  shal l  be  provided  wi th  e i ther a software  or hardware  i nd icator to  i nd icate  
the  s tate  1  cond i t ion ,  i . e.  s tate  1  =  ON .  

These  requ i rem ents  are  veri f i ed  by i nspection .  

6.4.6.3  Protected  outputs  requ i rements  

For ou tpu ts  stated  by the  m anufacturer  to  be  protected ,  

a)  the  ou tput  shal l  e i ther wi thstand  and/or the  associated  protecti ve  device  shal l  operate  to  
protect  the  ou tpu t  for al l  steady-state  values  of  ou tpu t  curren t  g reater than  1 , 2  t im es  the  
rated  value;  

b)  after resetti ng  or  replacem ent of  the  protecti ve  device  alone,  as  appl icable ,  the  con tro l  
equ ipm ent  shal l  retu rn  to  norm al  operati on ;  

c)  optional  restart  capabi l i t i es  shal l  be  se lected  am ong  the  3  fo l l owing  types:  

1 )  au tom ated  restart  protected  ou tpu t:  a  protected  ou tpu t  wh ich  au tom atical l y recovers  
after  the  overload  i s  rem oved;  

2)  con trol l ed  restart  protected  ou tpu t:  a  protected  ou tpu t  wh ich  i s  reset  th rough  s i gnals  
( for exam ple,  for  rem ote  con trol ) ;  

3)  m anual  restart  protected  ou tpu t:  a  protected  ou tpu t  wh ich  im pl ies  a  human  acti on  to  
recover  ( the  protecti on  m ay be  fuses,  e l ectron ic  i n terlocks,  etc. ) .   

The  requ i rem ents  of  6 . 4. 6. 3  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6 . 4. 6. 1 0 . 3.  

NOTE  1  Operati on  under overload  cond i t i on  for  an  extended  peri od  of  t im e  can  affect  the  operati ng  l i fe  of  the  
m odu le.  

NOTE  2  The  protected  ou tpu ts  wi l l  not  necessari l y  protect  the  f i e l d  wi ri ng .  

6.4.6.4  Short-ci rcu i t-proof  outputs requ i rements  

For ou tpu ts  stated  by the  m anufacturer  to  be  short-ci rcu i t-proof:  

a)  for  al l  ou tpu t  curren ts  g reater than  Ie  m ax.  and  up  to  2  t im es  the  rated  value  Ie ,  the  ou tpu t  
shal l  operate  and  wi thstand  tem porary overload(s) .  Such  tem porary overload(s)  shal l  be  
speci f ied  by the  m anufacturer.  
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b)  for  al l  ou tpu t  cu rren ts  prospecti ve l y above  20  t im es  the  rated  value,  the  protecti ve  device  
shal l  operate.  After resetti ng  or  replacem ent of  the  protecti ve  device  alone,  the  con tro l  
equ ipm ent  shal l  return  to  norm al  operation .  

c)  for  ou tpu t  cu rrents  i n  the  range  of  2  t im es  to  20  t im es  Ie ,  or  for  tem porary overload(s)  
beyond  the  l im i ts  speci f i ed  by the  m anufacturer ( i tem  a)  above) ,  the  m odu le  m ay requ i re  
repai r  or  replacem ent.  

The  requ i rem ents  of  6 . 4. 6. 4  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6 . 4. 6. 1 0 . 3.  

6.4.6.5  External ly-protected  ou tputs  requ i rements  

For ou tpu ts  stated  by the  m anufacturer to  be  external l y-protected ,  the  m anufacturer shal l  
recom m end  an  external  protection  device .  The  ou tpu ts  shal l  m eet  al l  the  requ i rem ents  s tated  
for the  short-ci rcu i t-proof  ou tpu ts  (6 . 4. 5. 4) ,  when  the  external  protecti on  device  i s  i nstal led .  

6.4.6.6  Electromechanical  relay outputs requ i rements  

Electrom echan ical  re lay ou tpu ts  shal l  be  capable  of  perform ing  a num ber of  operati ons ,  as  
speci f ied  by the  m anu facturer,  wi th  the  load  speci f ied  for DC-1 3  u t i l i zati on  category accord ing  
to  I EC  60947-5-1 :201 6,  Annex C.  

Overload  and  endurance  type  tests  are  not  requ i red  i f  the  re lay com ponents  have  been  shown  
to  com pl y wi th  the  requ i rem ents  of  I EC  60947-5-1 .   

NOTE  The  overl oad  and  endu rance  type  test  can  be  com bined  wi th  the  safety eval uati on  accord i ng  to  
I EC  61 01 0-2-201 .  

6.4.6.7  Discrete semiconductor outputs  requ i rements  

Discrete  sem iconductor ou tpu ts  shal l  be  capable  of  perform ing  at  l east  3  m i l l i on  operations  
wi th  the  l oad  speci f ied  for  DC-1 3  u ti l i zati on  category (durabi l i ty c lass  3)  accord ing  to  
IEC 60947-5-1 :201 6,  Annex C.  

NOTE  The  overl oad  and  endu rance  type  test  can  be  com bined  wi th  the  safety eval uati on  accord i ng  to  
I EC  61 01 0-2-201 .  

6.4.6.8  Overload  test  requ i rements  

See  6. 4. 5. 8.  

6.4.6.9  Endurance test  requ irements  

See  6 . 4. 5. 9.  

6.4.6.1 0  Veri fication  of  d ig i tal  d .c.  outputs  

6.4.6.1 0. 1  General  

Un less  otherwise  speci f i ed  i n  6 . 4. 6. 1 0. 1 ,  al l  tests  shal l  be  carried  ou t  twice  on  the  sam e I /O  
channel (s) .  

•  F i rs t  test:  at  m in im um  ambient  tem perature  (Tm in ) ,  i . e .  Tm in  g i ven  i n  Table  3 .  

•  Second  test:  at  m axim um  am bien t  tem perature  (Tm ax) ,  i . e .  Tm ax  g i ven  i n  Table  3 .  

I t  i s  not  requ i red  to  test  m ore  than  1  d i g i tal  d . c.  ou tpu t  channel  of  each  type,  bu t  al l  d i fferent  
types  wh ich  are  represen ted  i n  the  EUT shal l  be  tested .  

However,  tests  where  m odu le  m axim um  capabi l i ty i s  tested  shal l  be  perform ed  on  al l  
channels  of  m u l t i -channel  m odu les,  e. g .  m odu le  cu rren t  capaci ty,  power d iss ipation ,  
tem perature.  
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6.4.6.1 0.2  Operating  range test  

I t  shal l  be  veri f i ed  that  al l  requ i rem en ts,  of  the  ou tpu t  type  speci f i ed  per 6. 4.6  are  m et.  

Test  procedures:  

•  Current  range:  Tested  at  m in im um ,  m id-range  and  m axim um  value  of  Outpu t  Type.  

•  Leakage  current:  I f  external  devices/ci rcu i ts  i n tended  for ou tpu t pro tecti on  are  speci fi ed  i n  
the  user m anual  (see  Clause  8)  they shal l  be  i nstal led .  

•  Tem porary overload :  Accord ing  to  I EC  60947-5-1 ,  (DC-1 3) .  For short-ci rcu i t  proof  ou tpu ts ,  
the  cu rren t  values  shal l  be  respecti ve l y 2  Ie  to  20  Ie  (as  g i ven  i n  6 . 4. 6. 4) .  

6.4.6.1 0.3  Test  of  protected,  not-protected ,  and  short-ci rcu i t  proof outputs  

Veri f icati on  test  m ethod  for overload  and  short  c i rcu i t  requ i rem ents.   

Table  30  – Overload  and  short-ci rcu i t  tests  for d ig i tal  ou tputs  

Reference test  None  

EUT confi g urat i on  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

Detai l s  o f  m oun ti ng /support  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

Load ing  I t  i s  su ff i ci en t  to  check one  I /O  channel  o f  each  type  u nder tes t  

I n i t i al  m easurem ents  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Descript i on  of  the  tests  A B  C  D  E  

Prospecti ve  cu rren ts  (k ×  Ie )  1 , 2/1 , 3a  1 , 5  2  5  21  

Durati on  of  test  (m in )  5  5  5  5  5  

Order of  tr i al s  

Fi rst  seri es  (at  Tmi n )  1  2  3  4  5  

Second  seri es  (at  Tmax)  6  7  8  9  1 0  

Tim e  i n terval s  between  tests  1 0  m in  ≤  t im e  i n terval s  ≤  60  m in  

Appl i cat i on  of  the  test  protected  ou tpu ts  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Short-ci rcu i t  proof  ou tpu ts  No  No  Yesb  No  Yesd  

Not-protected  ou tpu tsc  No  No  Yesb  No  Yesd  

Measurem ent  and  veri f i cati on  See  requ i rem ents  i n  6 . 4. 6. 3  o r 6 . 4. 6. 4  

du ri ng  the  overload  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

imm ed iatel y  after  overl oad  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

after  overl oad  and  proper resett i ng  Accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8  

a  1 , 3  for d . c.  ou tpu ts .  

b  For cu rren ts  i n  the  range  of  2  t i m es  to  20  t im es  Ie ,  the  m odu le  m ay requ i re  repai r o r replacem ent.  

c  P rotecti ve  devi ce(s)  to  be  provi ded  or speci f i ed  by the  m anufactu rer shal l  be  i nstal l ed .  

d  P rotecti ve  devi ce(s)  shal l  operate.  They shal l  be  reset  or  repl aced  as  appl i cable  for  the  fo l l owing  test.  

 

6.4.6.1 0.4  Reversal  of  signal  polari ty test  

Protecti on  devices  such  as  fuses  m ay be  reset  pri or to  veri f i cati on .  

I f  the  equ ipm en t i s  m echan ical l y des i gned  to  preven t  reversal  of  s i gnal  po lari ty,  a  test  i s  not  
necessary and  can  be  replaced  by visual  i nspecti on .  

The  m axim um  rated  s i gnal ,  of  reverse  po lari ty,  shal l  be  appl ied  for 1 0  s .  
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After the  test,  the  device  shal l  pass  the  PFVP (see  4 . 2 . 8) .   

6.4.7  Requi rements for  d iscrete  channel  compatibi l i ty wi th  IEC 61 1 31 -9  SDCI  

I f  a  channel  u ti l i zes  s i ng le-drop  d i g i tal  commun icati on  i n terface  for  sm al l  sensors  and  
actuators  (SDCI ) ,  i t  shal l  com pl y wi th  the  requ i rements  of  I EC 61 1 31 -9.   

6.4.8  Special  d ig i tal  I /O  in terfaces  

A con tro l  equ ipm ent  m ay be  offered  wi th  d i g i tal  I /O  i n terfaces  that  are  not  covered  i n  th i s  
standard,  e . g .  h igh  power contactor  dri vers.  I n  such  a  case,  the  m anu factu rer's  data shal l  g i ve  
al l  relevant  i n form ation  for  i ts  u ti l i zati on .  

The  requ i rem en ts  of  6. 4. 8  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  procedures  def ined  by the  
m anufacturer.  These  procedures  shal l  be  docum ented  i n  the  test  report,  see  4. 3 .  

6.5  Analog  I /Os  

6.5. 1  General  

Ports  C  i s  the  i n terface/port  for  analog  i npu t  s ignals .  Port  D  i s  the  i n terface/port  for  analog  
ou tpu t  s i gnals.  See  Figure  7.  

U ti l i ze  ANSI /ISA-50. 00. 01 -1 975  as  source  for  analog  ranges.  

6.5.2  Analog  i nputs  

Rated  values  of  s ignal  range  and  im pedance  for analog  i npu ts  to  con trol  equ ipm ents  shal l  be  
as  speci f ied  i n  Table  31 .  

Table  31  – Rated  values  and  impedance l im i ts  for analog  inputs  

Signal  range  I nput  impedance l im i ts  Normati ve i tems  

±  1 0  V  ≥  1 0  kΩ  

0 -1 0  V  ≥  1 0  kΩ  

1 -5  V  ≥  5  kΩ  

4  m A to  20  m A ≤  300  Ω  

 

6.5.3  Analog  outputs  

Rated  values  of  s i gnals  range  and  l oad  im pedance  for analog  ou tpu ts  of  con tro l  equ ipm ent  
shal l  be  as  speci f i ed  i n  Table  32.  

Table  32  – Rated  values  and  impedance l im i ts  for analog  outputs  

Signal  range  Load  impedance l im i ts  Normati ve  i tems  

±  1 0  V  ≥  1  000  Ω  a  

0-1 0  V  ≥  1  000  Ω  a  

1 -5  V  ≥  500  Ω  a  

4  m A to  20  m A ≤  600  Ω  a  

a  Ou tpu ts  shal l  wi thstand  any overl oad  f rom  open  c i rcu i t  to  short  c i rcu i t .  
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6.5.4  Analog  temperature  inputs  

Analog  i npu ts  m ay be  des igned  to  be  com patible  wi th  s tandard  therm ocouples  or  s tandard  
res isti ve  tem perature  devices  (RTDs)  such  as  PT1 00  sensors.   

Therm ocouple  analog  inpu ts  shal l  provide  a  m ethod  for  cold- j unction  com pensation .  

6.5.5  Requi rements for  analog  channel  compatibi l i ty  wi th  HART® (Highway 
Addressable  Remote  Transducer)   

6.5.5.1  General  

I f  a  channel  u t i l i zes  H ART®,  i t  shal l  com pl y wi th  the  requ i rem ents  of  HART® (H ighway 
Addressable  Rem ote  Transducer)  Comm unicati on  Protocol  Speci fi cati on ,  7 . 5 ,  HCF_SPEC-1 3.  

The  requ i rem ents  of  6 . 5 . 5. 1  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6 . 5. 5. 2.  

6.5.5.2  Veri fication  of  HART® communication  i n terface requ i rements  

Manufacturer shal l  veri fy perform ance  capabi l i ty.  Th is  m ay be  by in ternal  testi ng  or  e. g .  by 
external  organ i zati on  provid i ng  a certi f i cati on .   

I f  the  com m unication  port  i s  speci fi ed  by an  open  protocol  e . g .  H ART®,  i t  shal l  be  tested  to  
the  requ i rem ents  of  those  standards.  These  veri f i cati on  / test  requ i rem ents  are  general l y 
suppl ied  by the  f i e l dbus  or technolog y provider organ i zati ons  (e. g .  H ART® Foundati on ) .  

6.5.6  Veri fication  of  analog  I /Os  

6.5.6.1  General  

Un less  otherwise  speci f i ed  i n  6 . 5. 6. 1 ,  al l  tests  shal l  be  carri ed  ou t  twice  on  the  sam e I /O  
channel (s) .  

•  F i rs t  test:  at  m in im um  ambient  tem perature  (Tm in ) ,  i . e .  Tm in  g i ven  i n  Table  3 .  

•  Second  test:  at  m axim um  am bien t  tem perature  (Tm ax) ,  i . e .  Tm ax  g i ven  i n  Table  3 .  

I t  i s  not  requ i red  to  test  m ore  than  1  analog  i npu t  channel  and  1  analog  ou tpu t  channel  o f  
each  type,  bu t  al l  d i fferen t  types  wh ich  are  represented  i n  the  EUT shal l  be  tested.  

However,  tests  where  m odu le  m axim um  capabi l i ty i s  tested  shal l  be  perform ed  on  al l  
channels  of  m u l t i -channel  m odu les,  e. g .  m odu le  cu rren t  capaci ty,  power d iss ipation ,  
tem perature.  

6.5.6.2  Operating  range tests  

Veri fy that  al l  requ i rem ents  are  m et.  I t  i s  acknowledged  that  analog  I /O  o ffer a  m ore  or  less  
i n fi n i te  set  of  veri f icati on  poss ibi l i t i es.  A s im ple  practical  subset  shal l  be  tested ,  wh ich  
addresses  the  bas ic  or  m ost  im portan t  capabi l i ty of  analog  I /O.  Th is  s im pl i f i ed  test  i s  not  
m eant  to  e l im inate  the  requ i rem ent that  a  speci fi ed  param eter m eets  i ts  speci f i ed  rat i ng ,  i t  i s  
s im ply an  acknowledgement  of  a  practical  subset  of  type  tests.   

Exam ple  of  a  s im ple  practical  subset,  test  procedu re:   

Al l  range  types  offered  i n  the  m anufactu rer’s  datasheet  (e. g .  ± 1 0  V,  4  m A to  20  m A)  shal l  be  
veri f i ed .  

Test  al l  range  types  for  reso lu tion  and  accu racy.  Test  1 1  po in ts  i n  the  range  (0 ,  to  1 00  % 
every 1 0  % of  range) .  Test  at  m in im um  operating  tem perature,  m axim um  operating  
tem peratu re  and  25  °C.  Test  one  sam ple  at  each  cond i t i on  3  t im es.   
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The  resu l ts  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  equ ipm ent datasheet.  

NOTE  Th i s  veri f i cat i on  can  be  com bined  wi th  the  tem peratu re  type  tests .  

Al l  param etric  speci fi cati ons  defi ned  i n  the  m anufacturers  datasheet  shal l  be  veri f ied  and  
recorded  i n  the  test  report.  See  4. 3 .  

The  tem perature  test i ng  m ethodolog y shal l  be  accord ing  to  4. 2. 6.  

6.5.6.3  Analog  output  overload  immuni ty test  

Measurem ent  and  veri f i cati on  shal l  be  conducted  i n  accordance  wi th  Table  33.  

Table  33  – Analog  output  overload  immun i ty test  

Reference test  None  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  cond i t i on  The  l oad  i s  appl i ed  u n t i l  tem peratu re(s)  o f  any affected  part(s)  o f  the  EUT stabi l i ze  (3  
tem peratu re  read ings,  o f  the  affected  part(s)  

Appl i ed  l oad  
Accord i ng  speci f i ed  m axim um  (res i st i ve,  capaci t i ve  or  i nducti ve)  overload ,  speci f i ed  by the  
m anufactu rer.  

Num ber of  read ing  3  t im es  at  the  affected  part(s)  

Read ing  i n terval  2  m inu tes  apart  un t i l  not  chang ing  by m ore  than  1  K  

Pass  /  fai l  No  phys i cal  dam age  or  change  i n  perform ance,  o ther than  speci f i ed  i n  m anu factu res  
datasheet,  shal l  be  detected .  

After the  test  The  accuracy shal l  be  veri f i ed  for  the  m in im al  and  the  m axim um  value  of  the  rang e  
accord i ng  to  PFVP,  see  4. 2 . 8.  

 

6.5.6.4  Short-ci rcu i t  and  open-ci rcu i t  test  

When  the  short  ci rcu i t  or  the  open  c i rcu i t  i s  appl ied ,  no  phys ical  dam age or abnorm al  
phenom enon  shal l  be  detected.  After  the  test,  perform  the  PFVP  of  4 . 2 . 8 .  

6.5.6.5  Vol tage supply variat ion  test  

Th is  test  shal l  be  perform ed  when  the  analog  I /O  m odu les  are  external l y energ ized  by an  
i ndependent  power supply ( i . e .  i ndependent  from  the  other I /O  m odu les  power suppl y( i es)  of  
the  EUT) .  

The  power suppl y i s  replaced  by a  variable  power source.  The  vo l tage  i s  ad justed  to  the  
extrem e values  of  the  speci fi ed  range  of  vol tage  suppl y,  the  PFVP and  the  ou tpu t  variati ons  
shal l  be  i ns ide  the  speci f i ed  range,  see  4 . 2 . 8.  

6.5.6.6  Reversal  of  signal  polari ty test  

Protecti on  devices  such  as  fuses  m ay be  reset  pri or to  veri f i cati on .  

I f  the  equ ipm ent i s  m echan ical l y des igned  to  preven t  reversal  of  s i gnal  po lari ty,  a  test  i s  not  
necessary and  can  be  replaced  by visual  i nspecti on .  

The  m axim um  rated  s i gnal ,  of  reverse  po lari ty for  un ipolar analog  i npu ts ,  shal l  be  appl i ed  for 
1 0  s .  

The  resu l ts  shal l  be  as  stated  by the  m anu factu rer.  After  the  test,  the  device  shal l  pass  the  
PFVP,  see  4. 2. 8.   
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6.6  Commun ication  in terface  requ i rements  

6.6. 1  General  

The confi guration  tested  accord ing  to  C lause  4. 2  of  th is  standard  shal l  be  equ ipped  wi th  
comm unicati on  i n terface  m odu les  where  appl icable  and  wi th  com m unicati on  l i nks  speci f ied  by 
the  m anufactu rer.  

Com m un ication  i s  done  through  port  types  Al ,  Ar,  Be  and  Bi .  See  F igure  7.   

Al  Com m unicati on  i n terface/port  for  l ocal  extens ion  rack 

Ar  Com m unicati on  in terface/port  for  rem ote  I /O  s tation ,  con tro l  network,  f i e ldbus  

Be  Open  com m un ication  i n terface/port,  open  to  th i rd-party devices;  e. g .  PADT,  personal  
com puter  used  for  programm ing  

Bi  I n ternal  comm un ication  i n terface/port,  e. g .  backplane  bus  

Two  general  types  of  comm unication  i n terfaces  are  avai lable:  

a)  Proprietary protocol  

b)  Open  protocol  

Norm al l y com m unicati on  port  Ar  i s  an  open  protocol  f i e ldbus  port.  I f  an y port  u t i l i zes  an  open  
protocol  per  e . g .  I EC  61 1 58,  IEC  61 784,  F i e ldbus  Foundati on ,  i t  shal l  com pl y wi th  the  
requ i rem ents  of  those  standards.   

The  requ i rem ents  of  6 . 6 . 1  are  veri f i ed  in  accordance  wi th  6. 6.2 .  

6.6.2  Veri fi cation  of  communication  in terface requ irements  

Manufactu rer shal l  veri fy  perform ance  capabi l i ty.  Th is  m ay be  by in ternal  test i ng  or  e. g .  by 
external  organ i zati on  provid i ng  a certi f i cati on .   

I f  the  comm un ication  port  i s  speci fi ed  by an  open  protocol  e. g .  I EC  61 1 58,  I EC 61 784,  HART,  
i t  shal l  be  tested  to  the  requ i rem ents  of  those  standards.  These  veri f i cati on/test  requ i rem ents  
are  general l y suppl i ed  by the  f i e l dbus  or  technolog y provider organ izations  (e . g .  FF,  PNO,  
ODVA) .  

6.7  Main  processing  un i t(s)  and  memory(ies)  requ i rements  

6.7. 1  General  

This  6 . 7. 1  shal l  be  read  i n  con juncti on  wi th  I EC  61 1 31 -1  and  wi th  6 . 8  and  6. 9  of  th is  standard  
(respecti vel y,  RIOS  and  peripherals) .  

See  Fi gure  7  for the  defi n i t i on  and  i l l ustrat ion  of  the  contro l  equ ipm en t,  the  m ain  processing  
un i t  ,  the  m ain  m em ory and  other  term s  used  i n  th is  6 . 7. 1 .  

Main  process ing  un i t(s)  and  m em ory( i es)  are  part  of  the  perm anen t  con trol  equ ipm ent  
i nstal l ati on  and  therefore  tested  accord ing l y.   

The  requ i rem ents  of  th is  6. 7. 1  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  6. 7.2 .  

6.7.2  Veri fi cation  of  processing  un i t  requ i rements  

Manufacturer shal l  be  able  to  provide  veri f ication  of  an y publ i shed  perform ance  statem en ts  
e. g :  

•  Language  support;  



IEC  61 1 31 -2:201 7  © I EC  201 7  – 65  –  

 

•  I ns truction  executi on  speed;  

•  Mem ory capaci ty.  

6.8  Remote input/output  station  (RIOS)  requ i rements  

6.8. 1  General  

RIOS are  part  of  the  perm anent  con tro l  equ ipm ent  i nstal lati on  and  therefore  to  be  tested  
accord ing l y.  However,  for  ease  of  testi ng ,  i so lated  RIOS m ay be  tested  separate l y where  
appropriate .  

Requ i rem en ts  for vo l tage  d ips  and  i n terruption  of  the  power suppl y( i es)  fu l l y appl y to  RI OS.  
These  requ i rem ents  are  shown  i n  6 . 2.  

I n  case  of  l oss  of  commun ication  wi th  the  processing  un i t  appl ication  prog ramm e,  RI OS shal l  
be  able  to  f i x  the  states  of  the i r  ou tpu ts  to  speci f i ed  values,  wi th in  speci fi ed  delays  and  
wi thout  pass ing  th rough  unspeci fi ed  s tates  and  be  capable  of  provid ing  a  fau l t  i nd ication  
s i gnal .  

Contro l  equ ipm ent  provided  fau l t  s tates:   

a)  Ho ld-Last  value  (Use  exam ple:  rem ain  at  the  leve l  or  state  j ust  before  the  loss ,  e. g .  to  
ho ld  a  vessel  of  m ol ten  g lass  at  the  sam e tem peratu re) .  Appl icable  to  d i g i tal  and  analog  
channels .  

b)  OFF (Use  exam ple:  when  the  de-energ i zed  s tate  i s  the  best  fau l t  s tate,  general l y i n  
d i screte  con trol  appl icati ons) .  Appl icable  to  d i g i tal  and  analog  channels .  

c)  Program m ed  value  (Use  exam ple:  th is  l evel  or  value  i s  known  to  the  appl icati on  des igner  
and  i s  set  at  appl icati on  developm en t,  or  possibl y under som e program  con trol ,  th i s  i s  
used  i f  the  best  cond i t ion  i s  to  ram p to  som e s low feedrate  or  to  gen tl y al l ow the  process  
to  m ove  to  a set  l evel ) .  Appl icable  to  analog  channels .  

The  process ing  un i t  con tro l  equ ipm en t  shal l  provide  the  user's  appl icati on  programm e wi th  
re levant  i n form ation  on  the  cu rren t  s tatus  of  R IOS.  

The  requ i rem ents  of  6 . 8 . 1  are  veri f i ed  in  accordance  wi th  6. 8.2 .  

6.8.2  Veri fi cation  of  local  and  remote  I /O  stat ions  

6.8.2.1  General  

Manufactu rer shal l  be  able  to  provide  veri f i cati on  of  an y publ i shed  perform ance  statem ents.  

6.8.2.2  Response time test  

This  test  veri f i es  the  effect  on  transfer t im e(s)  i n troduced  to  provide  local  and/or rem ote  inpu t  
i n form ation  and  RIOS status  to  the  appl icati on  program m e and  to  transm i t  i ts  l og ical  decis i ons  
to  rem ote  ou tpu ts .  

Procedure:  An  appl icati on  test  program m e consis ti ng  of  copying  i npu t  s tatus  to  ou tpu ts  i s  run  
i n  4  s im i lar  confi gurati ons:   

•  l ocal  i npu ts  to  l ocal  ou tpu ts ,  

•  rem ote  inpu ts  to  l ocal  ou tpu ts,  

•  l ocal  i npu ts  to  rem ote  ou tpu ts  and  

•  rem ote  inpu ts  to  rem ote  ou tpu ts.  
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Pass/fai l  cri teria:  The  total  EUT response  t im es  and  the  subsequent  variati ons  of  transfer 
t im e(s)  shal l  conform  to  the  m anufacturer's  datasheet.  

6.8.2.3  Loss of  commun ication  test  

Procedure:  The  test  i s  perform ed  by d isconnecti ng  a)  the  com m un ication  cable ,  b)  the  RI OS  
external  power suppl y,  and  observing  the  behaviour of  the  EUT ( i . e .  of  the  processing  un i t  as  
wel l  as  of  the  RIOS and  of  thei r  ou tpu ts) .  

Pass/fai l  cri teria:  When  comm un icati on  fai l s  or  i s  l ost,  ou tpu ts  shal l  assum e a  m anufacturer's  
speci f ied  s tate  wi th in  a m anufacturer's  speci f i ed  i n terval  wi thout  erratic  or  un in tended  
behaviour,  and  the  commun icati on  error shal l  be  s i gnal led  to  the  user  i n terface.  

6.9  Peripherals  (PADTs,  TEs,  HMIs)  requ i rements  

6.9. 1  General  

Peripherals  wh ich  are  not  a  perm anen t  part  of  the  con trol  equ ipm ent  shal l  cause  no  
m al function  of  the  contro l  equ ipm ent  when  m aking  or  breaking  com m unicati on  wi th  an  
operati ng  system .  

The  requ i rem ents  of  6 . 9 . 1  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  Table  34.  

Table  34  – Insertion/wi thdrawal  of  removable  un i ts  

Reference test  None  

Descripti on  of  the  test  for  perm anentl y  i nstal l ed  un i ts  

(e. g .  m odu l es  i n  backpl anes,  pre-assem bled  or  m olded  
cable  connectors,  connectors  for f i e l d  wi ri ng )  

50  i nsert i ons/wi thdrawal s  are  perform ed  wi thou t  power;  
then  the  equ ipm ent  shal l  pass  the  PFVP,  see  4. 2 . 8  

Descripti on  of  the  test  for  non -perm anentl y  i nstal l ed  
un i tsand  peri pheral s  

E . g .  USB  ,  network ports ,  m emory cards  (see  Fi gu re  7)   

500  i nsert i ons/wi thdrawals  are  perform ed  wh i l e  the  
EUT i s  perform ing  funct i onal  test  prog ram m es  
as  requ i red  for PFVP,  see  4. 2. 8  

I nsert i ons  and  wi thdrawals  shal l  not  affect  the  proper 
operati on  of  the  EUT 

Com m un icat i on  on  the  phys i cal  l i nk du ri ng  the  test   
i s  not  requ i red  

 

Connectors  for  the  peripherals  shal l  be  po lari zed  to  preven t  im proper  connecti on ,  or  the  
con trol  equ ipm ent  shal l  be  so  des igned  that  no  m al function  occurs  i f  a  connecti on  i s  im proper.  

The  contro l  equ ipm ent  cons is ting  of  the  peripheral  and  the  con tro l  equ ipm en t shal l  be  
des igned  to  ensure  that  the  ed i ted  programm e execu ti ng  i n  the  con trol  equ ipm ent  i s  
functi onal l y i den tical  to  the  ed i ted  program m e d isplayed  on  the  peripheral .  

I f  on - l i ne  m od i f ication  of  the  appl icati on  programm e and/or the  m odes  of  operati on  of  the  
con trol  equ ipm ent  by a  peripheral  i s  possible  ( i . e.  when  the  contro l  equ ipm ent  i s  i n  acti ve  
con trol  of  a  m ach ine  or  i ndustrial  process) ,  then :  

a)  the  peripheral  shal l  au tom atical l y g i ve  c l ear  warn ings  equ ivalen t  to  “du ring  on - l i ne  
m odi f icati on ,  program m e d isplay m ay d i ffer from  appl ication  programm e,  con tro l  of  the  
m ach ine/ process  m ay be  i n terrupted  during . . .  m s,  etc. ”,  as  appl icable;  

b)  the  peripheral  shal l  ask the  operator “Do  you  real l y wan t  to  carry ou t  th is  acti on?”  or  
som e s im i lar words  and  execu te  the  com m and  on l y after a  pos i ti ve  repl y  has  been  g iven  
by the  operator;  

c)  i t  shal l  be  possible  to  upload  the  new appl ication  programm e to  the  m anu facturer's  
suppl ied  data m ed ia  and  veri fy,  on  l i ne,  that  the  record  i s  functional l y equ ivalen t  to  i t;  
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d )  m eans  shal l  be  provided  to  prevent  unauthori zed  use  of  these  functi ons  (hardware  or  
software) .  

HM I ,  PADTs  and  TEs  u ti l i z i ng  Ports  Be  and  E  (See  Figure  7)  are  encouraged  to  com pl y wi th  
open  s tandards.  

The  requ i rem ents  of  6 . 9 . 1  are  veri f i ed  in  accordance  wi th  6. 9 .2 .  

6.9.2  Veri fi cation  of  peripheral  (PADTs,  TEs,  HMIs)  requ irements  

Manufacturer shal l  be  able  to  provide  veri f ication  of  an y publ i shed  perform ance  s tatem ents ,  
e. g . :  

•  HM I  screen  s i ze,  reso lu ti on ,  num ber of  co lors ;  

•  HM I  screen  update  speed;  

•  Touchscreen  accuracy;  

•  Gesture  support;  

•  Com m un ication  port  protoco l  support  (see  6 . 6) ;  

•  Mem ory capaci ty;  

•  C l eanabi l i ty.  

6.1 0  Sel f-tests  and  d iagnostics  requ i rements  

6. 1 0. 1  General  

The m anufactu rer shal l  provide  m eans  for se l f- tests  and  d iagnostics  of  the  operation .  Such  
m eans  shal l  be  bu i l t- i n  services  of  the  equ ipm ent  and/or  recom m ended  ways  to  im plem ent the  
i n tended  appl ication .  

The  fo l l owing  shal l  be  provided:  

•  a  m eans  for m on i tori ng  the  user's  appl ication  program m e ( i . e .  watchdog  t im er,  etc. ) ;  

•  a  hardware  or software  m eans  to  check the  m emory i n tegri ty;  

•  a  m eans  to  check the  val i d i ty of  the  data exchanged  between  m em ory( i es) ,  process ing  
un i t(s)  and  I /O  m odu les  (e. g .  appl ication  l oop-back test) ;  

•  a  m eans  to  check that  the  power suppl y un i t(s)  do(es)  not  exceed  the  cu rren t  and  vo l tage  
l im i ts  al lowed  by the  hardware  des ign ;  

•  a  m eans  to  m on i tor  the  s tatus  of  processing  un i t .  

The  equ ipm ent  shal l  be  capable  of  operati ng  an  alarm  s ignal  wi th  a software  or hardware  
alarm  ou tpu t.  When  the  con trol  equ ipm ent  i s  m on i tored  and  “function ing  correctl y”,  th i s  alarm  
ou tpu t  shal l  be  i n  a  predeterm ined  state.  When  not  “functi on ing  correctl y”  i t  shal l  go  to  the  
oppos i te  state.  The  m anu factu rer shal l  speci fy the  cond i t ions  of  the  “correct  function ing  state”  
and  the  sel f- tests  wh ich  are  executed  to  dri ve  th is  alarm  ou tpu t.  

RIOS shal l  be  capable  of  operating  an  alarm  s ignal  on  an  alarm  ou tpu t  (e . g .  th rough  a d i g i tal  
ou tpu t  m odu le)  i n  the  even t  of  l oss  of  power or l oss  of  norm al  com m unicati on  wi th  the  
process ing  un i t  and  go  to  a  predeterm ined  state  (see  6. 8) .  

The  requ i rem ents  of  6 . 1 0 . 1  are  veri f ied  i n  accordance  wi th  6. 1 0 . 2.  

6. 1 0.2  Veri fication  of  sel f-tests  and  d iagnostics  

Manufacturer shal l  be  able  to  provide  veri f i cati on  of  an y publ ished  perform ance  statem ents ,  
e. g . :  
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•  appl ication  programm e mon i tor  and  update  speed;  

•  m em ory i n tegri ty check com pleteness  and  speed;  

•  a larm  s i gnals  for  HW,  FW or SW fai l u re .  

6.1 1  Functional  earth  

Functi onal  earth  term inals  are  for EMC  imm un i ty/em iss ion  protection/contro l .  There  are  no  
constructi onal  requ i rem ents.  

The  term inals  shal l  be  m arked .  

The  m arking  requ i rem ents  of  6. 1 2  are  i n  accordance  wi th  8. 2 . 3 .  

6.1 2  Requ i rements  for  i n formation  on  normal  service  and  function  

I n form ation  on  norm al  service  and  function  shal l  be  provided  by the  m anufacturer,  i n  
accordance  wi th  the  requ i rem ents  of  C lause  8.  

The  requ i rem ents  of  6 . 1 2  are  veri f i ed  by i nspection .  

7 Electromagnetic  compatibi l i ty (EMC)  requi rements  

7. 1  General  

I ndustrial  contro l  equ ipm ent i s  des igned  for  the  i ndustrial  envi ronm ent,  covered  by 
IEC  61 000-6-2  and  61 000-6-4,  un less  o therwise  i nd icated  by m anufacturer’s  i n form ation .  

Th is  C lause  7  speci f i es  electrom agnetic  com patibi l i ty (EMC)  requ i rem ents  for i ndustrial  
con trol  equ ipm ent.   

As  potential  rad iati ng  equ ipm en t,  the  instal l ed  contro l  equ ipm en t and  other devices  m ay em i t  
conducted  and  rad iated  e lectrom agnetic  i n terference.  

As  potential  receivi ng  equ ipm ent the  con tro l  equ ipm ent m ay be  affected  by external l y  
generated  conducted  i n terference,  rad iated  e lectrom agnetic  f i e l ds  and  e lectrostatic  
d ischarges.  Table  35  provides  som e cons iderati ons.  

The  picture  shown  in  F igu re  1 6  i s  m ean t  to  describe  the  EMC rad iat ion  and  i n terference  
coupl ing  m echan ism s  i n  a  factory envi ronm en t.  Zone  separati on  i s  determ ined  by power 
d istri bu tion ,  i nstal l ation  practices  and  con tro l  wi ri ng  practices.   

Zone  C  =  Factory m ains  d is tribu t ion .  I t  i s  general l y characteri zed  by such  practices  as ;  e . g .  
i so lati on  from  publ ic  m ains  by ded icated  transform er,  prim ary surge  protecti on  and  severe  
i n terference  coupl ing .  Wi th  regard  to  EMC,  Zone  C  can  be  described  as  a som ewhat m ore  
severe  envi ronm ent  than  the  general  i ndustrial  envi ronm en t.  

Zone  B  =  Ded icated  power d istri bu ti on .  Th is  zone  i s  wi th in /su rrounded  by the  factory m ains  
i ndustrial  envi ronm ent (Zone  C) .  I t  i s  g eneral l y characteri zed  by such  practices  as;  e . g .  
i so latation  from  factory m ains  by ded icated  transform er,  secondary su rge  protecti on ,  
ded icated  d . c.  power  network,  and  m oderate  i ndustrial  i n terference  coupl i ng .  W i th  regard  to  
EMC,  Zone  B  can  be  described  as  the  general  i ndustrial  envi ronm ent.   

Zone  A =  Local  power d istribu tion .  Th is  zone  i s  wi th in /surrounded  by the  ded icated  power 
d istrubu tion  industrial  envi ronm ent (Zone  B) .  I t  i s  general l y characteri zed  by such  practices  
as;  e . g .  shorter wi ri ng ,  wel l  protected  power suppl ies  (SELV/PELV,  see  I EC  61 01 0-2-201  for 
def in i t ions) ,  I /O  im pedance  l im i t i ng ,  i nstal lati on  o f  protection  networks,  a. c. /d . c.  converters ,  
i so lati on  transform ers,  surge  suppressers ,  l ocal  d . c.  power,  tert i ary protecti on  and  low 
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i ndustrial  i n terference  coupl i ng .  W i th  regard  to  EMC,  Zone  A can  be  described  as  a som ewhat  
l ess  severe  envi ronm ent  than  the  general  i ndustrial  envi ronm ent.  

Contro l  equ ipm ent  i s  des igned  for Zone  B,  un less  otherwise  ind icated  by m anufacturer’s  
i n form ation .  Zone  B  encom passes  Zone  A.  

I f  a  product  i s  to  be  used  i n  m u l t i p le  zones,  then  i t  shal l  be  des igned  and  tested  to  the  m ost  
severe  com binati on  of  requ i rem en ts  for  i ts  i n tended  zones.  

 

Figure 1 6  – EMC zones  

Dotted  l i nes  i n  F i gure  1 6  are  not  m ean t  to  i nd icate  ph ys ical  separation  or segregati on .  The  
l etters  referred  to  i n  Fi gu re  1 6  (F,  K,  C ,  D ,  etc. )  correspond  to  those  referred  to  i n  Fi gu re  7.  
They describe  i n terface/ports .  
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Table  35  – EMC zones  & ptotection  considerations  

Zones  Protection  considerations  

Zone  C  Factory m ains  
d i stri bu ti on  

>300  V  rated  vol tage  
( l i ne  to  neu tral )  

Prim ary su rge  protect i on  Severe  vol tage  su rg e  
coupl i ng  

4 000  V  

Overvol tage  category 
I I I a  

Zone  B  Ded icated  power 
d i s tri bu t i on  

≤300  V  rated  vo l tage  
( l i ne  to  neu tral )  

Secondary su rge  
protecti on  

I /O  im pedance  l im i t i ng  

Moderate  vo l tag e  su rg e  
coupl i ng  

2  000  V  

Overvol tage  category I I a  

Zone  A  Local  power d i stri bu ti on  

≤1 20  V  rated  vol tage  

≤1 00  V  rated  vol tage  

≤50  V  rated  vo l tage  

( l i ne  to  neu tral )  

Tert i ary su rge  protect i on  

I /O  im pedance  l im i t i ng  

Low-vol tage  su rge  
coupl i ng  

1  000  V  

800  V  

500  V  

Overvol tage  category I a  

a  overvol tage  categori es  as  defi ned  i n  I EC  60664-1  

 

For Zone  B,  the  nature  o f  the  i nstal lation  shal l  be  such  that  overvol tage  category I I  cond i t i ons  
shal l  not  be  exceeded.  

Transien t  overvo l tages  at  the  po in t  of  connecti on  to  the  equ ipm en t power suppl y shal l  be  
con trol led  not  to  exceed  overvol tage  category I I ,  i . e .  not  h igher than  the  im pu lse  vo l tage  
correspond ing  to  the  rated  vol tage  for basic  i nsu lati on .  The  equ ipm ent or  the  trans ient  
suppress ion  m eans  shal l  be  capable  of  absorbing  the  energ y i n  the  trans ien t.  

I n  the  Zone  B  i ndustrial  envi ronm ent,  non -period ic  overvol tage  peaks  m ay appear on  
equ ipm ent power suppl y l i nes  as  a resu l t  of  power i n terrupti ons  to  h i gh- energ y equ ipm ent  ( for  
exam ple,  b lown  fuse  on  one  branch  i n  a  3-phase  system ) .  Th is  wi l l  cause  h igh  cu rrent  pu lses  
at  re lat i ve l y l ow vol tage  l evels ,  (approxim atel y 2  ×  Upeak) .   

The  requ i rem ents  of  7 . 2  and  7. 3  are  i n tended  to  characteri ze  the  EMC perform ance  of  the  
con trol  equ ipm ent  and  are  the  respons ibi l i ty of  the  m anufactu rer.   

S ince  the  con trol  equ ipm ent  i s  on l y a  com ponen t  of  the  overal l  au tom ated  system ,  th is  
standard  does  not  deal  wi th  the  EMC of  the  overal l  au tom ated  system .  

I f  an  EMC enclosure  (e. g .  cabinet)  or  o ther protecti on  device  (e . g .  f i l ter)  i s  speci f ied  by the  
m anufacturer i t  shal l  be  i ncluded  as  part  of  the  equ ipm en t under test  (EUT) .  These  protecti on  
devices  m ay be  speci fied  by e i ther m anufacturer’s  type  / m odel  or  by e lectrical  
characterist ics.  

The  EMC enclosure  port  i s  the  ph ysical  boundary of  the  EUT through  wh ich  e lectrom agnetic  
f ie l ds  m ay rad iate  or  im pinge.  See  defi n i t i on  3 . 1 . 30.  

7.2  Emission  requ i rements  

Contro l  equ ipm ent,  defi ned  in  th is  docum ent,  i s  des igned  for the  i ndustrial  envi ronm ent,  
un less  otherwise  i nd icated  by m anufactu rer’s  i n form ation .  

Em issions  requ i rem ents  and  veri f i cations  are  g i ven  i n  I EC  61 000-6-4.  

Contro l  equ ipm ent  i s  not  connected  to  the  publ ic  m ains,  as  such ,  there  i s  no  em iss ion  
requ i rem ent  up  to  1 50  kHz.   
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I f  the  con tro l  equ ipm ent i s  des igned  e. g .  for  o ther  envi ronm ents,  for  publ ic  m ains  connection ,  
then  other requ i rem ents  m ay be  requ i red  e . g .  I EC  61 000-6-3,  I EC  61 000-3-2,  I EC  61 000-3-3 .  

7.3  EMC immuni ty requ irements   

7.3. 1  Immuni ty l evels  

Imm un i ty requ i rem ents  for Zone  A and  B  enclosure  ports  are  defi ned  in  Table  36.   

Table  36  – Enclosure port  tests,  Zones A and  B   

Envi ronmental  
phenomenon  

Basic  
standard  

Test   Test  
l evel  

Test  
set-up  

Normati ve 
i tems  

Performance 
cri teri a  

Electrostat i c  
d i scharge  

I EC  61 000-4-2  Con tact  ±  4kV Table  39  
a  

B 

Ai r  ±  8kV 

Rad i o-frequency  

E lectro-m agneti c  
f i e l d  Am pl i tude  
m odu lated  

I EC  61 000-4-3  80  % AM,  
1  kHz  

S i nusoidal  

80  MH z  to  
1  000  MHz  

1 0  V/m  Table  40  
d  

A 

1 , 4  GH z  to  
2 , 0  GH z  

3  V/m  

2 , 0  GH z  to  
2 , 7  GH z  

3  V/m  

2 , 7  GH z  to  
6, 0  GH z  

3  V/m  

Power frequ ency 
m agneti c  f i e l ds  

I EC  61 000-4-8  60  H z  30  A/m  Table  41  
b,  c  

A 

50  H z  30  A/m  

a  The  ESD  test  shal l  be  appl i ed  to   

a)  operator accessible  devi ces  ( for  exam ple,  H MI ,  PADT and  TE) ;   

b)  enclosu re  ports ;   

c)  servi ce  access ible  parts  ( for  exam ple,  swi tches,  keyboards,  protecti ve/funct i onal  earth ,  m odu le  hous i ng ,  
comm un icati ons  ports  wi th  connectors  i n  place  and  m etal  connectors)  wh i ch  are  not  protected  from  
casual  access.   

The  ESD  test  shal l  n ot  be  appl i ed  to  com m un icati ons  ports  wi thou t  connectors  i n  p l ace,  I /O  ports  or  power ports .   

b  Th is  test  i s  m ean t  to  test  equ ipm ent  sens i t i vi ty  to  m agneti c  f i e l ds  norm al l y occurri ng  on  the  factory f l oor.  
The  test  i s  on l y  appl i cable  to  equ ipm ent  con tai n i ng  devi ces  suscepti bl e  to  m agneti c  f i e l ds,  such  as  Hal l  e ffect  
devi ces,  d i sk d ri ves,  m agneti c  m em ories  and  s im i l ar  equ i pm ent.  Control  equ ipm ent  does  not  norm al l y  con tai n  
such  devi ces;  h owever,  other  devi ces,  such  as  H MI ,  m ay.  The  test  i s  not  m eant  to  s im u l ate  h i gh - i n tens i ty 
m agneti c  f i e l ds  such  as  those,  for  exam ple,  associated  wi th  weld i ng  and  i nducti on  heati ng  processes.  Th i s  
requ i rem ent  m ay be  sati s fi ed  by  the  test  bei ng  appl i ed  to  the  sensi t i ve  devi ce  at  the  devi ce  m anu factu rer.  
Al so  see  Clause  D. 6.  

c  See  Cl ause  D. 6.  

d  Th i s  l evel  does  not  represen t  the  f i e l d  em i tted  by a  transcei ver i n  c l ose  proxim i ty  to  the  EU T.  

 

Zone  B  l eve ls  are  the  m ost  typi cal  i ndustrial  envi ronm ental  l evels .  

Conducted  im m un i ty requ i rem ents  for Zone  B  are  contained  i n  Table  37.  
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Table  37  – Conducted  immuni ty tests,  Zone B  

 

Envi ronmental  
phenomenon  

Fast  transien t  
burst  

H igh  energ y su rge  Rad iofrequency 
i n terference  

Basi c  standard  IEC 61 000-4-4  IEC 61 000-4-5  IEC 61 000-4-6  

Test  set-up  Table  42  Table  43  Table  44  

Performance 
cri teri a  B  B  A 

In terface/Port   

Figure 7  
(designation )  

Speci fic  
i n terface/port  

Test  l evel  Test  l evel  Test  l evel  Values  derived  
from  

Data 
comm un icat i on  

(Al  and  Ar for I /O  
racks;  

Be,  B i  and  E  for 
peri pheral s)  

Sh i el ded  cable  1  kVd  1  kV  l i n e - to -earth b  1 0  Vd  

I EC  61 000-6-
2:201 6   

Table  2  Unsh i elded  cabl e  1  kVd  1  kV  l i n e - to -earth b  1 0  Vd  

D i g i tal  and  analog  

I /Os  (C  and  D)  

a. c.  I /O  and  a. c.  
rated  re lay  

(unsh iel ded )  
2  kVd  

2  kV  l i n e - to -earth b  

1  kV  l i n e - to - l i n eb  
1 0  Vd  

I EC  61 000-6-
2:201 6   

Table  4  

Analog  or  d . c.  I /O  
and  d . c.  rated  rel ay  

(unsh i el ded )  
1  kVd  1  kV  l i n e - to -earth b  1 0  Vd  

I EC  61 000-6-
2:201 6   

Table  2  

Al l  sh i el ded  l i nes  
( to  earth )  1  kVd  1  kV  l i n e - to -earth b  1 0  Vd  

I EC  61 000-6-
2:201 6   

Table  2  

Equ ipm ent  power 
(F)e  

a. c.  power  2  kV 
2  kV l i n e- to -earth  

1  kV  l i n e- to - l i n e  
1 0  V  

I EC  61 000-6-
2:201 6  

Table  4  

d . c.  power  2  kVa, d  
0 , 5  kV l i n e - to -earth a, b , c  

0 , 5  kV l i n e - to - l i n ea, b , c  
1 0  V  

I EC  61 000-6-
2:201 6  

Table  3  

I /O  power (J )  

and  

au xi l i ary power 
ou tpu t  (K)  

a. c.  I /O  and  
a. c.  au xi l i ary power  

2  kVd  
2  kV  l i n e- to -b  

1  kV  l i n e - to - l i n eb  
1 0  V  

I EC  61 000-6-
2:201 6  

Table  4  

d . c.  I /O  and  
d . c.  au xi l i ary power  2  kVa,  d  

0 , 5  kV l i n e - to -earth a, b , c  

0 , 5  kV l i n e - to - l i n ea, b , c  
1 0  V  

I EC  61 000-6-
2:201 6  

Table  3  

a  No  test  i s  requ i red  i f :  

1 )   ports  i n tended  for connecti on  to  a  battery or a  rechargeabl e  battery wh i ch  shal l  be  rem oved  or  d i sconnected  from  the  
apparatus  for  recharg i ng ,  or   

2 )   ports  i n tended  for  use  wi th  an  a. c. -d . c.  power adaptor.  ( I n  th i s  case:  Test  shal l  be  perform ed  on  the  a. c.  power i npu t  of  
the  a. c. -d . c.  power adaptor speci f i ed  by the  m anu factu rer o r,  where  none  i s  so  speci f i ed ,  u s i ng  a  typi cal  a. c. -  d . c.  power 
adaptor)  .  

b  For ports  wi th  cables  speci f i ed  ≤30  m ,  no  test  i s  needed.  

c  No  test  i s  requ i red  for  ports  no t  i n tended  to  be  connected  to  a  d . c.  power network.  

d  For ports  wi th  cables  speci f i ed  ≤3  m ,  no  test  i s  needed .  

e  Equ ipm ent  power (F)  ports  for  connecti on  to  < 60  V  d . c.  or a. c.  (nom inal )  shal l  be  tested  as  I /O  power (J )  ports .  These  l ow 
vol tage  sources  cannot  be  considered  d . c.  or  a. c.  power networks,  as  vo l tage  d rop  practi cal i t i es  preven t  thei r  d i s tri bu t i on .  

 

Zone A l evels  appl y where  i nstal l at ion  practices  reduce  i ndustrial  envi ronm ental  l eve ls  below 
those  of  Zone  B.  Referri ng  to  F i gu re  1 6,  these  practices  m ay i nclude  shorter wi ri ng ,  wel l  
protected  power suppl ies  (SELV/PELV,  see  I EC  61 01 0-2-201  for defi n i t i ons) ,  I /O  im pedance  
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l im i t ing ,  i nstal l ati on  of  protecti on  networks,  a. c. /d . c.  converters,  i so lat ion  transform ers,  su rge  
suppressers,  l ocal  d . c.  power,  tert iary protection .   

Conducted  im m un i ty requ i rem ents  for Zone  A are  contained  i n  Table  38.  

Table  38  – Conducted  immun i ty tests,  zone A 

 Envi ronmental  
phenomenon  

Fast  transien t  
burst  

H igh  energ y su rge  Rad iofrequency 
i n terference  

Basi c  standard  IEC 61 000-4-4  IEC 61 000-4-5  IEC 61 000-4-6  

Test  set-up  Table  42  Table  43  Table  44  

Performance 
cri teri a  

B  B  A 

In terface/Port   

Figure 7  
(designation )  

Speci fic  
i n terface/port  

Test  l evel  Test  l evel  Test  l evel  Values  derived  
from  

Data 
comm un icat i on  

(Al  and  Ar for I /O  
racks;  

Be,  B i  and  E  for 
peri pheral s)  

Sh ielded  cable  0 , 5  kVd  No  test  3  Vd  

I EC  61 000-6-
1 :201 6   

Table  2  Unsh i e l ded  cabl e  0 , 5  kVd  No  test  3  Vd  

D i g i tal  and  analog  
I /Os  (C  and  D)  

a. c.  I /O  
(unsh ie l ded )  

1  kVd  
2  kV  l i n e - to -earth b  

1  kV  l i n e - to - l i n eb  
3  Vd  

I EC  61 000-6-
1 :201 6   

Table  4  

Analog  or  d . c.  I /O  
(unsh ie l ded )  

0 , 5  kVd  No  test  3  Vd  
I EC  61 000-6-

1 :201 6  

Table  2  

Al l  sh i e l ded  l i nes  
( to  earth )  

0 , 5  kVd  No  test  3  Vd  
I EC  61 000-6-

1 :201 6  

Table  2  

Equ ipm ent  power 
(F) e  

a. c.  power  1  kV 
2  kV l i n e- to -earth  

1  kV  l i n e- to - l i n e  
3  V  

I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Table  4  

d . c.  power  0 , 5  kVa, d  
0 , 5  kV l i n e - to -earth a, b , c  

0 , 5  kV l i n e - to - l i n ea, b , c  
3  V  

I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Table  3  

I /O  power (J )  

and  

au xi l i ary power 
ou tpu t  (K)  

a. c.  I /O  and  
a. c.  au xi l i ary power  

1  kVd  
2  kV  l i n e - to -earth b  

1  kV  l i n e - to - l i n eb  
3  V  

I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Table  4  

d . c.  I /O  and  
d . c.  au xi l i ary power  

0 , 5  kVa,  d  
0 , 5  kV l i n e - to -earth a, b , c  

0 , 5  kV l i n e - to - l i n ea, b , c  
3  V  

I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Table  3  
a  No  test  i s  requ i red  i f :  

1 )   ports  i n tended  for connecti on  to  a  battery or a  rechargeabl e  battery wh i ch  shal l  be  rem oved  or  d i sconnected  from  the  
apparatus  for  recharg i ng ,  or   

2)   ports  i n tended  for use  wi th  an  a. c. -d . c.  power adaptor.  ( I n  th i s  case:  Test  shal l  be  perform ed  on  the  a. c.  power i npu t  of  
the  a. c. -d . c.  power adaptor speci f i ed  by the  m anufactu rer o r,  where  none  i s  so  speci f i ed ,  us i ng  a  typi cal  a. c. -  d . c.  power 
adaptor)  .  

b  For ports  wi th  cables  speci f i ed  ≤  30  m ,  no  test  i s  needed .  
c  No  test  i s  requ i red  for  ports  no t  i n tended  to  be  connected  to  a  d . c.  power network.  
d  For ports  wi th  cables  speci f i ed  ≤  3  m ,  no  test  i s  needed.  
e  Equ ipm ent  power  (F)  ports  for  connecti on  to  <  60  V  d . c.  or  a. c.  (nom inal )  shal l  be  tested  as  I /O  power (J )  ports .  These  l ow 

vol tage  sources  cannot  be  considered  d . c.  or a. c.  power networks,  as  vol tage  d rop practi cal i t i es  preven t  thei r  d i s tri bu ti on .  

 

Condi t ions  of  use  m ay requ i re  i nstal l ation  i n  Zone  C.  The  m anufacturer m ay e lect  to  provide  
equ ipm ent  for th is  i nstal l at ion  by u t i l i z i ng  the  levels  g i ven  i n  Annex C.  
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The  requ i rem ents  of  7. 3. 1  are  veri f ied  i n  accordance  wi th  Table  39,  Table  40,   
Table  41 ,  Table  42,  Table  43,  and  Table  44.  

Table  39  – Electrostatic  d ischarge immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-2  

EUT con fi g u rat i on  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  see  4. 2. 8  

Detai l s  of  m ounti ng /support  
Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  and  I EC  61 000-4-2  
provi s i ons  

Selecti on  of  appl i cat i on  po i n ts  

The  ESD  test  shal l  be  appl i ed  to:   

a)   operator-access ible  devi ces  ( for  exam ple,  H MI ,  PADT and  TE) ;   

b)   enclosu re  ports ;   

c)   parts  accessible  du ri ng  servi ce  not  protected  f rom  casual  access .  

Exam ples:  

1 )  swi tches;   

2 )  keyboards;   

3 )  protect i ve/functi onal  earth ;   

4)  m odu le  packag ing /hous ing ;   

5 )  ports  wi th  connectorsor covers  i n  p lace;   

6 )  m etal  connectors ) .   

The  ESD  test  shal l  n ot  be  appl i ed  to :  

i )  Com m un icat i on  ports  wi thou t  the  m ati ng  connector i n  p l ace;  

i i )  I /O  ports ;  

i i i )  Power ports ;  

i v)  Ports  wi th  an  ESD  warn i ng  m arki ng . b  

Test  appl i cati on  

Con tact  d i scharge  EUT,  hori zontal  and  vert i cal  coupl i ng  pl anes  

Ai r  d i scharge  EUT 

Test  l eve l s  Table  36  or Table  C. 1  

Tim e  between  two  d i scharges  ≥  1  s  

Num ber of  d i scharges  on  each  selected  
poi n t  Ten  d i scharg es  after the  equ i pm ent  i s  d i scharged  to  earth  

Measurem ent  and  veri f i cat i on  du ri ng  
l oad ing  

PFVP;  see  4. 2 . 8  

Perform ance  cri teri a  Table  36  or Table  C. 1 a  

a   I f  the  EUT devi ates  on l y  once  du ri ng  the  test,  a  second  tri al  o f  1 0  d i scharges  shal l  be  perform ed;  i f  m ore  non  
al l owed  deviati ons  are  observed ,  fai l u re  of  the  ESD  test  shal l  be  declared.  

b   To  i den ti fy  a  port  that  has  not  been  tested  for  im m un i ty to  e l ectrostati c  d i scharge.  Use  e l ectrostat i c  sens i t i ve  
devi ces  (ESD)  warn i ng  sym bol ,  I EC  6041 7-51 34:2003-04.   
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Table  40  – Rad iated  electromagnetic  fi eld  immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-3  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anu factu re’s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  see  4. 2. 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  The  EUT i s  p l aced  i n  the  cal i brated  test  f i e l d  

Frequency range  to  be  swept  Table  36  or  Table  C. 1  (see  note  bel ow)  

Modu l ati on  Table  36  or  Table  C. 1  

Test  f i e l d  s treng th  Table  36  or  Table  C. 1  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  l oad ing  PFVP;  see  4. 2. 8  

Perform ance  cri teri a  Table  36  or  Table  C. 1  

NOTE  See  al so  Annex H ,  I EC  61 000-4-3:2006.  

 

Table  41  – Power-frequency magnetic  fi eld  immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-8  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anufactu re’s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  see  4. 2. 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  
The  EUT i s  imm ersed  
i n  the  m agneti c  f i e l d  of  a  1  m  ×  1  m  i nduct i on  coi l .  

Frequency (power l i ne)  Table  36  or  Table  C. 1  

Test  cond i t i on  I mm ers ion  m ethod  i n  con t i nuous  f i e l d  

Test  f i e l d  s treng th  Table  36  or  Table  C. 1  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  l oad ing  PFVP;  see  4. 2. 8  

Perform ance  cri teri a  Table  36  or  Table  C. 1 a  

a  See  Cl ause  D. 6.  
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Table  42  – Fast  transient  burst  immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-4  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  4. 2. 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  
The  EUT shal l  be  such  as  to  e l im inate  
the  rad iated  EMI  rece ived  on  I /O  wi ri ng  by 
the  speci f i ed  capaci t i ve  coupl i ng  

Severi ty  l evel  at  rated  vo l tage  Table  37,  Table  38  or  Table  C. 2  

Du rat i on  ≥ 1  m inu te  

  

Appl i cation  ports  Appl i cation  methods  

Com m un icati on  (Al ,  Ar,  Be,  B i ,  and  E ) ,  I /O  (C  and  D ) ,  

I /O  Power (J )  and  auxi l i ary power ou tpu t  (K)  
50  pF-200  pF  capaci t i ve  cl am p coupl i ng  

Equ ipm ent  power (F) a  33  nF  d i rect  coupl i ng  

Measurem ent  and  veri f i cat i on  du ri ng  l oad ing  PFVP;  4. 2. 8  

Perform ance  cri teri a  Table  37,  Table  38  or Table  C. 2  

NOTE  The  repeatabi l i ty  of  th i s  test  i s  c l osely  re l ated  to  the  num ber and  re lat i ve  pos i t i on  of  wi res  wi th i n  the  
capaci t i ve  cou pl i ng  c lam p.  

a   Equ ipm ent  power  (F)  ports  for  connecti on  to  < 60  V  d . c.  or  a. c.  (nom inal )  shal l  be  tested  as  I /O  power (J )  
ports .  These  l ow vol tage  sou rces  cannot  be  cons idered  d . c.  or  a. c.  power networks,  as  vo l tage  drop  
practi cal i t i es  preven t  thei r  d i s tri bu ti on .  

 

Table  43  – H igh-energy su rge immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-5  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  4. 2. 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

Severi ty  l evel  at  rated  vo l tage  Table  37,  Table  38  or  Table  C. 2  

Num ber of  d i scharges  5  each  i n  pos i t i ve  and  neg ati ve  po lari t i es  

Repeti t i on  rate  ≤ 1  su rg e/m inu te  

  

Appl ication  ports  Appl ication  methods  

Sh ielded  com m un icati on  (Al ,  Ar,  Be,  B i ,  and  E )   
and  sh i el ded  I /O  (C  and  D )  2  Ω /1 0  nF  between  sh i el d  and  reference  earth  

Unsh i el ded  com m unicati on  (Al ,  Ar,  Be,  B i ,  and  E) ,  
unsh ie l ded  I /O  (C  and  D) ,  
I /O  Power (J )  
and  au xi l i ary power ou tpu t  (K)  

42  Ω /0, 5  µF l i n e- to -earth    

42  Ω /0, 5  µF l i n e- to - l i n e  

Equ ipm ent  power (F) a  
1 2  Ω /9  µF l i n e - to -earth    

2Ω /1 8µF l i n e - to - l i n e  

Measurem ent  and  veri f i cat i on  du ri ng  l oad ing  PFVP;  4. 2 . 8  

Perform ance  cri teri a  Table  37,  Table  38  or Table  C. 2  

a   Equ i pm ent  power (F)  ports  for  connecti on  to  <  60  V  d . c.  or a. c.  (nom inal )  shal l  be  tested  as  I /O  power (J )  
ports .  These  l ow vo l tag e  sou rces  cannot  be  considered  d . c.  o r a. c.  power networks,  as  vo l tage  d rop  
practi cal i t i es  prevent  thei r  d i s tri bu t i on .  
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Table  44  – Conducted  r. f.  immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-6  

EUT con fi g u rati on  Accord i ng  to  m anu factu rer’ s  speci f i cati ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  4. 2. 8  

Detai l s  of  m oun ti ng /support  
The  EUT shal l  be  such  as  to  e l im inate  the  rad i ated  EMI  
recei ved  on  I /O  wi ri ng  by the  speci f i ed  
m agneti c  coupl i ng  

Severi ty  l evel  at  rated  vo l tage  Table  37,  Table  38  or  Table  C. 2  

Frequency range  to  be  swept  1 50  kH z-80  MH z  

Modu l ati on  80  %  AM  by a  1  kH z  s i nusoidal  

Test  l eve l  (u nm odu l ated )  Table  37,  Table  38  or  Table  C. 2  

  

Appl i cation  ports  
Appl i cation  method  

(al l  cable  between  EUT and  c lamp or  CDN  i s  
as  short  as  possible)  

Com m un icat i on  (Al ,  Ar,  Be,  B i ,  and  E ) ,  
I /O  (C  and  D ) ,  
Equ ipm ent  power (F) ,  
Functi onal  earth  (H ) ,  
I /O  power (J )  
and  au xi l i ary power ou tpu t  (K)  

CDN  (preferred ) ,  EM  or  cu rren t  coupl i ng  clam p 

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  l oad ing  PFVP;  4. 2. 8  

Perform ance  cri teri a  Table  37,  Table  38  or  Table  C. 2  

 

7.3.2  Vol tage d ips  and  in terruptions  power ports  

These  l im i ts  appl y to  the  equ ipm ent  power i n terface/port  (F)  i n  F igure  7.  

For d isturbances  last i ng  0, 5  period  as  def i ned  i n  Table  45,  the  EUT ( i nclud ing  RIOS (see  6 . 8)  
and  non-perm anentl y i nstal led  peripherals)  shal l  m ain tain  norm al  operation .  

For d is turbances  lasti ng  1 0  or  m ore  peri ods,  the  EUT shal l  e i ther m ain tain  norm al  operation  
or go  to  a predefi ned  state  and  have  a c l earl y speci f ied  behaviou r un ti l  norm al  operation  i s  
resum ed.   

NOTE  1  Ou tpu ts  and  fast  or  s l ow respond i ng  i npu ts  energ i zed  by the  sam e  supply( i es )  can  respond  to  these  
power su ppl y vari at i ons .  

Table  45  – Vol tage d ips  and  in terruptions  (EMC requ i rements)  

Supply 
typed  

Severi ty 
l evel c  Maximum  d ip  and  i n terruption  time Low vol tage  Performance ci teri a f  

a. c.  PS2  

0, 5  peri oda  Ue  to  0% Ue
b   A  

250  at  50  H z  /  300  at  60  H z  peri odse  Ue  to  0% Ue
b  C  

1 0  at  50  H z  /  1 2  at  60  H z  peri odse  Ue  to  40% Ue
b  C  

25  at  50  H z  /  30  at  60  H z  peri odse  Ue  to  70% Ue
b  C  

a  Any arbi t rary phase  ang le,  fn  =  50  H z  or 60  Hz  (see  Table  46) .  

b  Ue  at  nom inal  vol tag e  i n  Table  1 6.  

c  PS2  appl i es  to  EUTs  energ i zed  from  a. c.  suppl i es.  

d  Vo l tage  i n terrupti ons  are  from  Ue  

e  fn  =  50  H z/60  Hz  

f  See  Table  1 .  
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NOTE  2  The  l im i ts  of  Table  45  d i ffer  som ewhat  from  the  requ i rem ents  for  vol tage  i n terrupt i ons  i n  I EC  61 000-6-2.  
Rati onal e:  The  requ i rem ents  for  vo l tag e  i n terrupti ons  are  deri ved  from  th i s  s tandard .  Fu rther,  I EC  61 000-6-2  
speci f i es  Perform ance  Cri teri a  B  wh i ch  i s  n ot  usefu l  i n  the  appl i cat i on  of  system s.  Speci f i cal l y  appl i cat i ons  requ i re  
Perform ance  Cri teri a A  for  vo l tage  i n terrupt i ons  of  0 , 5  peri od  m in im um .  Experience  wi th  the  i nstal l ed  system s 
dem onstrates  the  requ i rem ents  of  the  i ndustri al  envi ronm ent  are  fu l f i l l ed  by the  above  requ i rem ents.   

The  requ i rem ents  of  7 . 3 . 2  are  veri f i ed  in  accordance  wi th  Table  46.  

Table  46  – Vol tage d ips  and  in terruptions  immuni ty test  (EMC tests) f  

Reference test  IEC 61 000-4-1 1  

EUT confi g urat i on  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  4. 2. 8  

Suppl y vol tage  and  frequency  Ue ,  fn  
e  

Du rati on  0 , 5  peri od ,  
s tart i ng  at  zero-

cross i ng a,  b  

250  at  50  H z  /  
300  at  60  H z  

peri odsd  

1 0  at  50  H z  /   

1 2  at  60  H z  
peri odsd  

25  at  50  H z  /   

30  at  60  H z  
peri odsd  

Ue  to  %Ue  
e  0  (zero)  %  0  (zero)  %  40  % 70  % 

Perform ance  cri teri a  Table  45  

Num ber of  tr i al s  3  

Tim e  i n terval  between  tr i al s  1  second  <  t im e  i n terval  <  1 0  seconds  

Measurem ent  and  veri f i cati on  du ri ng  test  PFVP,  4. 2 . 8  
Norm al  operat i on  shal l  be  m ain tai nedc   

Veri f i cat i on  after  tests  PFVP,  4. 2 . 8  

a  Optional l y,  the  m anufactu rer m ay e l ect  to  i n terrupt  suppl y at  a  random  phase  ang l e.  

b  The  m anufactu rer m ay s tate  l onger i n terrupti ons.  

c  Ou tpu ts  and  fast  or  s l ow respond ing  i npu ts  energ i zed  by the  sam e  power supply m ay be  affected  tem porari l y  
du ri ng  the  d i s tu rbance  bu t  shal l  resum e  norm al  operati on  after  the  d i stu rbance.  

d  fn  =  50  Hz/60  H z  

e  Ue  at  nom inal  vol tag e  i n  Table  1 6.  

f   Appl i ed  to  power ports  wh i ch  are  equ i pm ent  power i npu t  port ,  port  F,  F i g ure  7.  

 

7.4  Requi rements for  i n formation  on  EMC instal l ation  

I n form ation  on  EMC i nstal lati on  shal l  be  provided  by the  m anufacturer,  i n  accordance  wi th  
8. 4.  

8 Marking  requirements and  information  to  be provided  by the manufacturer  

8. 1  Veri fi cation  

The  requ i rem ents  of  Clause  8  shal l  be  veri f i ed  by i nspecti on  to  ensure  wel l  docum ented  
con ten t.  

8.2  General  marking  requ irements  

8.2. 1  M in imum  marking  requ i rement  

For al l  equ ipm ent,  as  a  m in im um ,  the  i n form ation  m arked  on  the  device  shal l  i denti fy the  
m anu factu rer ( the  com pan y bring ing  the  product  to  m arket)  and  the  device.   

The  m arking  requ i rem ents  for product  safety shal l  be  i n  conform i ty wi th  I EC  61 01 0-2-201 .  

The  fo l l owing  i n form ation  shal l  be  provided  by the  m anufacturer:  
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•  m anufacturer’s  nam e,  trade  m ark or other i den ti f i cati on ;  

•  m odel /catalogue  num ber,  type  des ignation  or  nam e;  

•  software  serial  num ber and/or revis ion  l evel ,  where  appl icable;  

•  hardware  serial  num ber or  series  and/or  revis i on  l eve l ,  and  date  code  or  equ ivalen t.  

The  requ i rem ents  of  th is  8 . 2. 1  are  veri f i ed  by i nspection .  

8.2.2  Functional  identi fications  

Al l  equ ipm ent operator  swi tches,  i nd icator l am ps,  and  connectors  shal l  be  i den ti f i ed  or  have  
provis i ons  for  i den ti f i cati on .  

The  requ i rem ents  of  th is  8 . 2. 2  are  veri f i ed  by i nspecti on .  

8.2.3  Functional  earth  terminals  markings  

Functional  earth  term inals  ( i . e.  used  for non-safety purposes  such  as  in terference  imm un i ty 
im provem ent)  shal l  be  m arked  wi th  one  of  the  fo l l owing  sym bols:   

 I EC  6041 7-501 8  (201 1 -07)   o r     I EC  6041 7-501 7 (2006-08)  

NOTE  For  proper  d im ension i ng ,  i n form ati on  can  be  found  i n  I EC  6041 7-501 8  (201 1 -07)  or  I EC  6041 7-501 7  (2006-
08) .  

The  requ i rem ents  of  8 . 2 . 3  are  veri f i ed  by i nspecti on .  

8.2.4  Documentation  markings  

Where  the  docum en tation  i s  provided  by e lectron ic  m ed ia,  the  fo l lowi ng  sym bol  shal l  be  
provided  on  the  product,  along  wi th  the  locati on  of  the  docum entati on ,  e . g .  URL,  QRcode,  on  
the  product,  packag ing  or pri n ted  i n form ation  wi th  the  product:  

 

I SO 7000-0434B:2004-01  

ISO 7000-1 641 :2004-01  

8.3  In formation  format  and  content  

8.3. 1  In formation  format  

Th is  i n form ation  shal l  be  provided  i n  an y of  the  fo l l owing  docum ents:  

•  catalogues;  

•  datasheets ;  

•  u ser's  m anuals;   

•  techn ical  docum entati on .  

NOTE  I n form ati on  on  the  preparati on  of  the  i nstruct i ons  can  be  fou nd  i n  I EC  82079-1  and  I EC  61 506.  

Add i ti onal  docum entation  m ay be  requ i red  to  sat isfy other standards  to  wh ich  the  EUT  i s  
speci f ied ,  e. g .  safety to  I EC  61 01 0-2-201 .  
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I n form ation  shal l  be  avai lable  i n  e i ther prin ted  or  e l ectron ic  form at  (e . g .  . pdf,  c loud,  web) .  I f  
i n form ation  i s  provided  i n  e l ectron ic  form ,  use  the  m arking  shown  i n  8. 2 .4  to  i nd icate  th is.  

8.3.2  In formation  content  

The m anufacturer shal l  provide  i n form ation  requ i red  for the  appl icati on ,  i ns tal l at ion ,  
comm ission ,  operation ,  m ain tenance  and  d isposal  of  the  equ ipm ent.   

These  docum ents  shal l  con tain  the  fo l lowing :  

•  the  i n form ation  on  safety that  i s  requ i red  by the  IEC 61 01 0-2-201 ,  e . g .  safety warn ings,  
m ounti ng  requ i rem ents ,   tem perature  and  ven ti lati on ,  connecti on  to  the  suppl y;  

•  descript ion  and  the  speci fi cati ons  of  the  product  and  i ts  associated  peripherals ;   

•  re levant  i n form ation  to  ai d  i n  understanding  the  appl icati on  and  use  of  these  products ;  

•  equ ipm ent  confi gurati on  ru les ;   

•  norm al  service  cond i t i ons;   

•  phys ical  d im ens ions  and  weigh ts;   

•  l i st  com pl iance  wi th  s tandards  and  cert i f ications;   

•  i nstal lati on  and  com m ission ing  i nstructi ons;  

•  programm ing  and  troubleshooti ng  i nstructi ons;  

•  operati ng  and  m ain tenance  requ i rem en ts;  

•  accessory and  spare  parts  l i s ts  ( for exam ple,  fuses) .  

8.3.3  In formation  on  compl iance wi th  th is  standard  

The m anufacturer shal l  provide  in form ation  on  com pl iance  wi th  th is  s tandard ,  wh ich  shal l  be  
claim ed  on  one  of  th ree  l evels .  

a)  Com plete  com pl iance  to  th is  s tandard  

Th is  m eans  the  equ ipm ent  com pl i es  wi th  al l  c l auses.  

b)  Com pl iance  to  a  c lause  or clause(s)  s tatem ent  

Th is  m eans  the  equ ipm ent  com pl i es  wi th  on l y the  clauses  s tated .  

c)  Com pl iance  to  functional i ty statem en t  

Th is  m eans  the  equ ipm ent  com pl i es  wi th  the  functi onal i ty i tem  stated  as  def ined  i n  th is  
standard.  

One  exception  i s  C lause  7,  E lectrom agnetic  com patibi l i ty (EMC)  requ i rem en ts.  Al l  equ ipm ent  
shal l  com pl y wi th  th is  clause.  

See  4. 1  for  detai l s  of  m ethod .  

8.3.4  In formation  on  sh ipping  and  storage 

The m anufacturer  shal l  provide  sh ipping  and  storage  i nstructi ons .  

8.3.5  In formation  on  a.c.  and  d .c.  power supply  

The  m anufacturer  shal l  provide  the  fo l lowing  i n form ation .  

a)  Data to  al l ow selecti on  of  a  su i table  power d i stribu ti on  network to  provide  speci f ied  
vo l tage  at  each  power u t i l i zat ion  po in t.  Th is  i n form ation  incl u des  peak in rush  (at  cold  start  
and  warm  restart) ,  repeti t i ve  peak and  s teady-state  r.m . s.  i npu t  currents  under  fu l l - l oad  
cond i t i ons.  

b)  External  term inal  i den ti f icati on  for  power suppl y i n terfaces.  
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c)  Typical  exam ple(s)  for  power suppl y con tro l  equ ipm ent(s) .  

d )  Special  suppl y i nstal lati on  requ i rem en ts,  i f  any,  for  products  energ i zed  th rough  m u l t i ple  
power suppl i es  or  suppl y vo l tages  and  frequencies  not  i ncl uded  i n  6 . 2 . 1 .  

e)  The  effect  of  the  fo l l owing  i ncorrect  connecti ons  o f  power to  the  suppl y( i es) :  

•  reverse  po lari ty;  

•  im proper vo l tage  l evel  and/or frequency;   

•  im proper l ead  connecti on .  

f)  Com plete  in form ation  on  con tro l  equ ipm en t  behaviour for typical  power up/down  
sequences.  

g )  Data to  al l ow evaluation  of  the  m axim um  values  of  i n terrupti on  t im e  wh ich  do  not  affect  
the  norm al  operati on  of  an y con tro l  equ ipm ent  conf igurati on ;  PS  class  (PS-1  or  PS-2)  of  
d . c.  suppl i ed  devices.  

h )  Mem ory back-up  t im e  wi th  respect  to  tem perature  and  m ain tenance  requ i rem ents.  

i )  Recomm ended  tim e  i n terval  between  replacem ent of  energ y sou rces,  i f  appl icable,  and  
recom m ended  procedure  and  subsequent  effects  on  the  con tro l  equ ipm ent .  

j )  Recomm ended  fuse  s i ze  and  open ing  characteris t i cs.  

8.3.6  In formation  on  d ig i tal  i nputs  (curren t  sinking )   

The  m anufacturer  shal l  provide  the  fo l lowing  i n form ation :  

•  vo l t-am pere  curve  over the  fu l l  operati ng  range,  wi th  to lerances  or equ ivalent;  

•  d i g i tal  i npu t  de lay t im e  for 0  to  1  and  1  to  0  trans i t i ons;  

•  ex istence  of  comm on  poin ts  between  channels;  

•  effect  of  i ncorrect  i npu t  term inal  connecti on ;  

•  i solati on  poten tials  between  channel  and  other ci rcu i ts  ( i nclud ing  earth )  and  between  
channels  under norm al  operation ;  

•  type  of  i npu t  ( I npu t  Type  1  or  I npu t  Type  3) ;  

•  m on i tori ng  po in t  and  bi nary state  of  visual  i nd icator;  

•  effects  when  wi thdrawing /i nserti ng  i npu t  m odu le  under  power;  

•  add i t i onal  external  l oad  when  i n terconnecti ng  inpu ts  and  ou tpu ts,  i f  needed;  

•  explanation  of  s i gnal  evaluation  ( for  exam ple,  stat ic/dynam ic evaluati on ,  i n terrupt  re lease,  
etc. ) ;  

•  recom m ended  cable  and  cord  leng ths  depend ing  on  cable  type  and  e lectrom agnetic  
com patibi l i ty;  

•  term inal  arrangem en ts;  

•  typi cal  exam ple(s)  of  external  connections.  

8.3.7  In formation  on  d ig i tal  outputs for  al ternating  currents  (cu rrent  sourcing )  

The m anufactu rer shal l  provide  the  fo l l owing  in form ation  wi th  respect  to  d i g i tal  ou tpu ts  for  a. c.  
operati on :  

•  type  of  ou tpu t  (Ou tpu t  Type  0 , 25,  Ou tpu t  Type  0, 5  Ou tpu t  Type  1  or  Outpu t  Type  2) ;  

•  type  of  protecti on  ( i . e.  protected,  short-ci rcu i t-proof,  non-protected  ou tpu t) ,  and  

– for protected  ou tpu ts :  operating  characteristics  beyond  1 , 1  Ie  i nclud ing  the  curren t(s)  
l evel (s)  at  wh ich  the  protecting  device  energ i zes,  the  curren t behaviour beyond ,  an d  
the  t im e(s)  i nvo lved ;  

– for short-ci rcu i t-proof  ou tpu ts:  i n form ation  for replacem en t or  resetti ng  the  protecti ve  
device  as  requ i red;  
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– for non-protected  ou tpu ts:  speci f i cation  for protecti ve  device  to  be  provided  by the  
user,  as  requ i red ;  

•  ou tpu t  delay t im e  for  state  0  to  state  1  and  state  1  to  s tate  0  trans i t i ons;  

•  comm utation  characteris tics  and  tu rn-on  vo l tage  wi th  respect  to  zero-vol tage  cross ing ;  

•  ex istence  of  comm on  poin ts  between  channels;  

•  term inal  arrangem ents;  

•  typi cal  exam ple(s)  of  external  connections;  

•  num ber and  type  of  ou tpu ts  ( for exam ple,  NO/NC con tacts ,  so l i d  s tate,  i nd i vidual l y  
i solated  channels,  etc. ) ;  

•  for  e lectrom echan ical  re lays,  the  rated  curren t  and  vo l tage  com pl ying  wi th  6. 4. 5. 6;  

•  ou tpu t  rati ngs  for  the  other l oads  such  as  i ncandescen t  l am ps;  

•  to tal  ou tpu t  cu rren t  for  m u l t i -channel  m odu les  (see  defi n i t ion  3 . 1 . 24) ;  

•  characterist ics  of  suppresser networks  incorporated  i n to  the  ou tpu t  c i rcu i t  against  vo l tage  
peaks  due  to  i nducti ve  ki ckback;  

•  type  of  external  protecti ve  networks,  i f  requ i red;  

•  effects  of  i ncorrect  ou tpu t  term inal  connection ;  

•  i solati on  poten tials  between  channel  and  other ci rcu i ts  ( i nclud ing  earth )  and  between  
channels  under norm al  operation ;  

•  m on i tori ng  po in ts  of  vi sual  i nd icators  i n  the  channel  ( for exam ple,  process ing  un i t   
s i de/load  s i de) ;  

•  recom m ended  procedures  for chang ing  ou tpu t  m odu les;  

•  ou tpu t  behaviour duri ng  i n terrupti ons  of  process ing  un i t  contro l ,  vo l tage  d ips  and  
i n terruptions  and  power up/down  sequences  (see  also  6. 8) ;  

•  way of  operati on  ( i . e .  l atch ing /non - latch ing  type) ;  

•  effects  of  m u l t iple  overloads  on  i so lated  m u l t i -channel  m odu les.  

8.3.8  In formation  on  d ig i tal  outputs for  d i rect  current  (current  sourcing )   

I n form ation  to  be  provided  by the  m anufacturer for  d i g i tal  ou tpu ts  for d . c.  shal l  be  the  sam e as  
for d i g i tal  ou tpu ts  for  a. c. ,  as  defi ned  in  8. 3. 7.  However,  the  speci f icati on  of  comm utati on  
for zero-vol tage  cross ing  does  not  appl y,  and  wi th  regard  to  e l ectrom echan ical  re lay ou tpu ts ,  
AC-1 5  i s  replaced  by DC-1 3  i n  6. 4. 5. 6 .  

Also  f i ve  types  of  ou tpu t  (Output  Type  0 , 1 ,  Ou tpu t  Type  0 , 25,  Output  Type  0, 5  Ou tpu t  Type  1  
or  Ou tput  Type  2)  are  avai lable.  

8.3.9  In formation  on  analog  i nputs   

8.3.9.1  In formation  on  analog  input  static  characteristics   

The m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  47,  wi th  respect  to  
analog  inpu ts .  
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Table  47  – Analog  input  static  characterist ics   

Stati c  characteristi cs  Un i ts  and  examples  

1 )  I npu t  type  e. g .  cu rren t,  vol tage,  RTD,  
TC  

2)  I npu t  range  e . g .  4  m A to  20  m A,  0-5  V  

3 )  I npu t  im pedance  i n  s i g nal  rang e  (m anu factu rer shal l  speci fy  i f  th i s  i s  i n  the  
on  o r off  s tate)  Ω  

4 )  Analog  i npu t  error:  
tem peratu re  coeff i ci en t  ±  %  of  fu l l  scale/K 

m axim um  error at  25  °C  ±  %  of  fu l l  scale  (wh ich  scale)  

5)  Maxim um  error over fu l l  tem peratu re  range  ±  %  of  fu l l  scale  (wh ich  scale)  

6)  D i g i tal  reso lu t i on  Num ber of  b i ts  

7)  Data form at  retu rned  of  the  appl i cati on  prog ram m e B inary,  BCD,  etc  

8)  Value  of  a  LSB  ( l east  s i gn i f i cant  b i t)  m V,  m A 

9)  Maxim um  perm anent  al l owed  overload  (no  dam age)  V,  m A 

1 0)  Overload  i nd i cati on  For exam ple,  f l ag  

1 1 )  Type  of  i npu t  For exam ple,  d i fferen ti al  

1 2)  Com m on-m ode  characteri st i cs  (d . c. ,  a. c.  50  H z,  a. c.  60  H z)  i f  appl i cabl e  CMRR-dB,  CMV-V  

1 3)  For other i npu ts  ( therm ocoupl es,  
RTD,  etc) :  

type(s)  sensor(s)  J ,  K,  T,  etc. :  P t,  1 00,  etc.  

m easurem ent  range(s)  M in .  °C  to  m ax.  °C  

l i neari zati on  m ethod  I n ternal  o r con fi gu rable  

 

8.3.9.2  In formation  on  analog  i nput  dynamic characteristics  

The m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  48,  wi th  respect  to  
analog  i npu ts .  

Table  48  – Analog  input  dynamic characteristics  

Dynamic characteri stics  Un i ts  and  examples  

1 )  Sam ple  du rat i on  t im e  ( i ncl ud i ng  sett i ng  t im e)  m s  

2)  Sam ple  repeti t i on  t im e  m s  

3)  I npu t  f i l ter characteri s t i cs :  
order  Fi rst,  second,  etc.  

trans i t i on  frequ ency  Hz  

4)  Maxim um  tem porary deviati on  du ri ng  each  speci f i ed  e l ectri cal  i n terference  
test  (see  Table  1 ,  cri teri a  B)  ±  %  of  fu l l  scale  

 

8.3.9.3  In formation  on  analog  i nput  general  characteristi cs  

The m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  49,  wi th  respect  to  
analog  i npu ts .  
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Table  49  – Analog  input  general  characteristics   

General  characteristi cs  Un i ts  and  examples  

1 )  Operat i ng  m odes  Tri g ,  sel f-scan ,  etc.  

2)  Type  of  protect i on  RC,  opto- i solator,  MOVs,  etc.  

3 )  I so lat i on  poten ti al s  u nder norm al  operati on  between  channel  and  a)  other 
c i rcu i ts  ( i ncl u d i ng  earth ) ,  b)  between  channels ,  c)  power supply( i es)  and  d )  
i n terface(s)  

V  

4)  External  power su ppl y data,  i f  requ i red   

5)  Com m on  poi n ts  between  channel  i f  any  Techn ical  data  

6)  Type,  l eng th  of  cable,  i nstal l at i on  ru l es  recomm ended  to  provi de  i n terference  
imm un i ty  

Twisted  pai r,  50  m  m ax 

7)  Cal i brat i on  or  veri f i cati on  to  m ain tai n  rated  accuracy  Month ,  years  

8)  Term inal  arrangem ents   

9 )  Typi cal  exam ple(s)  o f  external  connecti ons   

1 0)  E ffect  of  i ncorrect  i npu t  term inal  connecti on   

 

8.3.9.4  In formation  on  analog  i nput  miscel laneous characteristi cs  

The  m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  50,  wi th  respect  to  
analog  inpu ts .  

Table  50  – Analog  input  miscel laneous  characteristi cs   

Miscel l aneous  characteristi cs  Un i ts  and  examples  

1 )  Monoton i ci ty  wi th  no  m i ss i ng  codes  Yes,  no  

2)  Crosstalk between  channels  at  d . c. ,  a. c.  50  Hz  and  a. c.  60  Hz  dB  

3)  Non - l i neari ty  %  of  fu l l  scale  

4)  Repeatabi l i ty  at  f i xed  tem peratu re  after speci f i ed  s tabi l i zat i on  t im e  % of  fu l l  scale  

5)  Li fet im e  of  e l ectrom agneti c  re l ay m u l t i pl exers,  i f  appl i cabl e  Num ber of  cycl es,  o f  hou rs  

 

8.3. 1 0  In formation  on  analog  outputs  

8.3. 1 0. 1  In formation  on  analog  output  stat ic  characteristics  

The  m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  51 ,  wi th  respect  to  
analog  ou tpu ts .  

Table  51  – Analog  output  static  characteristics   

Stati c  characteristi cs  Un i ts  and  examples  

1 )  Ou tpu t  type  e. g .  cu rren t,  vol tage  

2)  Ou tpu t  range  e . g .  4  m A to  20  m A,  0-5  V  

3 )  Ou tpu t  im pedance  i n  s i gnal  range  (m anu factu rer shal l  speci fy  i f  th i s  i s  i n  the  
on  o r  o ff  s tate)  

Ω  

4 )  Analog  ou tpu t  error:  
m axim um  error at  25  °C   ±  %  of  fu l l  scale  (wh ich  scale)  

tem peratu re  coeff i ci en t  ±  %  of  fu l l  scale/K 

5)  Maxim um  error over fu l l  tem peratu re  range  ±  %  of  fu l l  scale  (wh ich  scale)  

6)  D i g i tal  reso lu t i on  Num ber of  b i ts  

7)  Data form at  retu rned  of  the  appl i cati on  prog ram m e B inary,  BCD,  etc  

8)  Value  of  a  LSB  ( l east  s i gn i f i can t  bi t )  m V,  m A 
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8.3. 1 0.2  In formation  on  analog  output  dynamic  characteristics  

The m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  52,  wi th  respect  to  
analog  ou tpu ts .  

Table  52  – Analog  output  dynamic  characteristics  

Dynamic characteri stics  Un i ts  and  examples  

1 )  Sett l i ng  t im e  for  fu l l - range  change  m s  

2)  Overshoot  %  of  fu l l  scale  

3 )  Maxim um  tem porary deviati on  du ri ng  each  speci f i ed  e l ectri cal  i n terference  
test  (see  Table  1 ,  cri teri a  B)  ±  %  of  fu l l  scale  

 

8.3. 1 0.3  In formation  on  analog  output  general  characterist ics  

The  m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  53 ,  wi th  respect  to  
analog  ou tpu ts .  

Table  53  – Analog  output  general  characteristi cs   

General  characteristi cs  Un i ts  and  examples  

1 )  Type  of  protect i on  Opto- i so lator,  etc.  

2)  I sol at i on  potent i al s  between  channel  and  other c i rcu i ts  ( i ncl ud i ng  earth )  
and  between  channels  u nder norm al  operat i on  

V  

3)  External  power su ppl y data,  i f  requ i red  Techn ical  data  

4)  For cu rren t  ou tpu ts  wi th  external  suppl y,  the  m axim um  and  m in im um  
vol tage  drop  across  the  ou tpu t  term inal s  i n  the  fu l l  ou tpu t  rang e  

V  

5)  Type,  l eng th  of  cable,  i ns tal l at i on  ru l es  recomm ended  to  provi de  
i n terference  im m un i ty  

Twisted  pai r,  50  m  m ax.  

6)  Cal i brati on  or  veri f i cati on  to  m ain tai n  rated  accuracy  Month ,  years  

7)  Term inal  arrangem ents   

8)  Com m on  poi n ts  between  channels ,  i f  any   

9)  Al l owed  type(s)  o f  l oads  Floati ng ,  earth ed  

1 0)  Maxim um  capaci t i ve  l oad  (for  vo l tag e  ou tpu ts)  pF  

1 1 )  Maxim um  i nducti ve  l oad  ( for  cu rren t  ou tpu ts)  m H  

1 2)  Typi cal  exam ple(s)  of  external  connecti ons   

1 3 )  Ou tpu t  response  at  power u p  and  power down   

1 4)  E ffect  o f  i ncorrect  ou tpu t  term inal  connecti on   

 

8.3. 1 0.4  In formation  on  analog  output  m iscel laneous  characteristics  

The  m anufactu rer shal l  provide  the  appropriate  i n form ation  from  Table  54,  wi th  respect  to  
analog  ou tpu ts .  

Table  54  – Analog  output  m iscel laneous characterist ics   

Miscel laneous characteristics  Un i ts  and  examples  

1 )  Monoton i ci ty  Yes,  no  

2)  Crosstalk between  channels  at  d . c. ,  a. c.  50  Hz  and  a. c.  60  Hz  dB  

3)  Non - l i neari ty  %  of  fu l l  scale  

4)  Repeatabi l i ty  at  f i xed  tem peratu re  after speci f i ed  s tabi l i zati on  t im e  % of  fu l l  scale  

5)  Ou tpu t  ri ppl e  % of  fu l l  scale  
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8.3. 1 1  In formation  on  communication  in terfaces  

I f  the  m anufacturer  provides  com m unicati on  in terfaces  to  other than  h is  own  equ ipm ent,  he  
shal l  provide  the  necessary i n form ation  for correct  operation .  Th is  m ay be  ach ieved  by 
referencing  a  speci fi c  s tandard  or  speci fi cati on  together wi th  detai l s  of  an y options  such  as  
baud  rate ,  type  of  cable  to  be  used ,  etc.  

8.3. 1 2  In formation  on  main  processing  un i t(s)  and  memory(ies)   

I n form ation  to  be  provided  by the  m anufacturer for  m ain  process ing  un i t(s)  and  m em ory( ies)  
shal l  be  a  se lection  of  the  fo l l owing :  

a)  organ i zation ,  capaci ty of  programm e m em ory;  

b)  organ i zation ,  capaci ty of  data m em ory and  num ber of  b i ts  per  word;  

c)  m em ory type(s)  (e. g .  s i ze  i n  MB  or  Mb  etc. )  avai lable;  

d )  m em ory back-up  functional i ty and  servici ng  requ i rem ents  i f  an y;  

e)  data,  constrain ts  and  procedures  to  determ ine  a des i red  conf igurati on  ( racks,  cables,  bus  
expanders ,  power suppl y un i t,  m axim um  num ber o f  I /Os  per type,  m axim um  num ber of  I /O  
m odu les,  etc. ) ;  

f)  descript i on  of  the  program m ing  l anguages  supported  by the  con tro l  equ ipm ent  
(com bination  of  the  PADT and  the  m ain  process ing  un i t(s) ;  

g )  to  what  exten t  the  l anguages  defi ned  i n  I EC  61 1 31 -3  are  supported,  i nclud ing  the  
d i fferences  i f  any (objects,  i nstructi ons ,  sem antic  and  syn tactic  ru les,  e tc. ) ;  

h )  calcu lati on  m ethods  to  determ ine  every m em ory u t i l i zation  (user's  appl icati on  program m e 
and  data,  f i rm ware  programm e and  data where  appl icable)  and  average  values  of  every 
re levant  t im e  (scan  t im e(s) ,  contro l  equ ipm ent  response  t im e(s) ,  transfer t im e(s) ,  
execu tion  t im e(s) ) ;  

i )  m echan ism s  i n  wh ich  I /Os  are  processed  ( i . e .  use  of  I /O  im age  reg is ters  peri od ical l y  
refreshed  by the  contro l  equ ipm ent,  im m ediate  “get/pu t”  type  i nstructi ons,  i n terrupt  and  
even t-dri ven  program m es,  etc. )  and  thei r  effect  on  the  fo l l owing  subjects:  

•  con trol  equ ipm ent  response  t im e(s) ;  

•  restart  capabi l i t ies  ( i . e.  co ld ,  warm ,  hot  restart) ;  

•  detai led  t im es  for i npu ts ,  ou tpu ts,  processing ,  etc.  

j )  effect  of  non-perm anently i nstal l ed  peripherals  on  every re levant  t im e  (see  i tem  h )  of  th is  
8. 3. 1 2)  when  they are  pl ugged/unplugged ,  connected/d isconnected  to  thei r  con tro l  
equ ipm ent  i n terface;  

k)  Status  i n form ation  concern ing  cold ,  warm  and  hot  restart  i f  appl icable.  Description  and  
usage  of  program m able  tim ers  usable  to  determ ine  the  process-dependen t  d i fference  
between  warm  and  hot  restart;  

l )  se l f- test  and  d iagnostic  functions  im plem ented  (see  6. 1 0) .  

8.3. 1 3  In formation  on  remote  i nput/output  station  (RIOS)  

The  m anufacturer  shal l  provide  the  fo l lowing  i n form ation :  

•  speci f ications  for  the  se lection  of  adequate  cables  and  other devices  needed  for the  
comm unication  l i nk;  

•  speci f ications  for  proper  i nstal l ati on  of  the  whole  system  ( includ ing  proper se lecti on  of  
power source(s) ) ;  

•  type  of  I /O  com m unication  network (poin t- to-poin t,  s tar,  m u l t i -drop,  ri ng ,  etc. ) ;  

•  pr inciples ,  procedures  and  transm iss ion  speeds  used  on  the  com m unicati on  l i nk and  thei r  
capabi l i ty to  transfer data from  and  to  the  RIOS wi th  respect  to  error  cod ing /detection  and  
to  the  delays  of  transm ission  i n  the  best,  m ost  l i ke l y and  worst  cases;  
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•  effect  on  transfer t im e(s)  i n troduced  to  provide  rem ote  i npu t  i n form ation  and  RIOS status  
to  the  user's  appl icati on  programm e and  to  transm i t  i ts  l og ical  decis ions  to  rem ote  ou tpu ts;  

•  speci f ied  values  and  delays  accord ing  to  6. 8;  

•  con f igurati on  re lated  data:  m axim um  number of  RI OS i n  a  conf igu rati on ,  
m in im um /m axim um  s i ze  of  each ;  

•  wh ich  I /O  m odu les  of  the  total  I /O  system  m ay not  be  used  i n  RIOS  and/or wh ich  of  the i r  
functi ons  are  al tered  i f  an y;  

•  type,  arch i tectu re  and  characteristics  of  redundancy i f  provided;  

•  m odem s/repeaters  i f  appl icable.  Maxim um  d is tance  wi th  or  wi thou t  repeaters;  

•  term inating  devices  i f  requ i red;  

•  ph ys ical  characterist ics  of  the  comm un ication  i n terface  i nclud ing  i so lati on  characteristics ,  
m axim um  acceptable  comm on  m ode  vo l tage,  bu i l t- i n  short-ci rcu i t  protecti ons,  etc. ;  

•  type  of  standard  l i nk i n terface  ( i . e .  RS  232,  RS  422,  RS  485,  RS  51 1 ,  e tc. ) ;  

•  functional  and  safety earth  speci f i cations;  

•  procedures  for m aking /breaking  log ical  and  ph ys ical  connecti on  of  a  R I OS to  a con trol  
equ ipm ent  ( for  exam ple,  “on  l i ne”) .  

8.3. 1 4  Information  on  peripherals  (PADTs,  TEs,  HMIs)  

The  m anufacturer  shal l  provide  the  fo l lowing  i n form ation  th rough  conven ient  docum entati on :  

– cl ear warn ings  and  precau ti ons  to  be  observed  when  us ing  functi ons  enabl i ng  al terati on  of  
con trol  cond i t ions  such  as  con tro l  equ ipm ent  s tatus  m od i f ication ,  chang ing  of  data or 
programm es  i n  the  m em ory,  forci ng  i npu t  or  ou tpu t  s i gnal ,  etc. ;  

– usabi l i ty of  peripherals  at  RI OS;  

– service  cond i t ions  for peripherals  wh ich  are  i n tended  for use  i n  an  envi ronm ent less  
severe  than  stated  i n  C lause  5  (such  peripherals  m ay need  to  be  rem otely connected  to  
the  rest  of  the  con tro l  equ ipm en t  th rough  com m unicati on  l i nes) ;  

– speci f ications  for the  se lection  of  adequate  cables  and  other devices  needed  for the  
comm unication  l i nk;  

– speci f i cations  for proper  i nstal l ati on  of  the  whole  system  ( includ ing  proper se lecti on  of  
energ y source(s) ) ;  

– type  of  comm un icati on  network (poin t- to-poin t,  s tar,  m u l ti -drop,  ri ng ,  etc. ) ;  

– principles ,  procedures  and  transm iss ion  speeds  used  on  the  com m unicati on  l i nk and  thei r  
capabi l i ty to  transfer data from  and  to  the  RIOS wi th  respect  to  error  cod ing /detection  and  
to  the  delays  of  transm ission  in  the  best,  m ost  l i ke l y and  worst  cases;  

– term inating  devices  i f  requ i red;  

– phys ical  characteristics  of  the  comm un ication  i n terface  i nclud ing  i so lat i on  characterist ics ,  
m axim um  acceptable  comm on  m ode  vo l tage,  bu i l t- i n  short-ci rcu i t  protecti ons,  etc. ;  

– type  of  standard  l i nk i n terface  ( i . e .  RS  232,  RS  422,  RS  485,  etc. ) ;  

– functi onal  earth  requ i rem ents .  

8.3. 1 5  In formation  on  sel f-tests  and  d iagnostics  

The m anufacturer shal l  provide  the  fo l l owing  i n form ation  th rough  conven ien t  docum entation  
and  m arking :  

– descript ion  of  tests  and  d iagnostics  wh ich  are  im plem en ted  and  when  they are  execu ted  
( i . e .  perm anentl y,  peri od ical l y,  upon  user's  appl ication  program m e request,  duri ng  start-up  
procedure,  etc. ) ;  

– correct  function ing  state  and  dri vi ng  cond i t i ons  of  the  alarm  ou tpu t(s)  (see  6. 1 0) .  
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8.4  Information  on  EMC instal lation  

General  ru les  of  i nstal lat ion  are  noted  in  I EC  TR 61 1 31 -4.  Add i ti ons  or  deviat i ons  from  these  
shal l  be  provided.  I f  special  EMC  m easures  are  necessary to  fu f i l l  the  requ i red  l im i ts  speci f ied  
i n  th is  s tandard ,  they shal l  be  clearl y stated  i n  the  m anu factu rer’s  i n form ation .  These  m ay 
i nclude:  

– use  of  sh ie lded  or special  cables ;  

– term ination  of  sh ie ld ing  connecti ons ;  

– m axim um  cable  l eng ths;  

– cable  seperation ;  

– use  of  external  devices  such  as  f i l ters ;  

– correct  bond ing  to  functional  or  earth  g round.  

I f  d i fferent  devices  or connecti ons  as  noted  above  appl y i n  d i fferent  EMC Zones  or  
envi ronm ents ,  th is  shal l  also  be  provided  by the  m anufacturer.  

I f  the  m anufacturer has  speci f ied  a m in im um  perform ance  l evel ,  or  a  perm issible  perform ance  
l oss  (see  7 . 3) ,  then  the  re lated  perform ance  l evel  shal l  be  described  i n  the  i nstructions  for 
use.  

Manufacturer shal l  also  i nd icate  the  i n tended  EMC Zone  for wh ich  the  EUT has  m et  the  
requ i red  EMC  test  l im i ts .  

8.5  Information  on  rel i abi l i ty  

I f  the  m anufacturer provides  values  of  the  m ean  t im e  between  fai lu res  (MTBF)  of  an y 
subassem bly or  m odu le ,  and  of  the  type- test  confi gu ration(s)  (con tro l  equ ipm en t(s) )  under  
norm al  operati ng  cond i t ions  the  m anufacturer shal l  also  explain  the  m ethod  used  to  determ ine  
i t .  
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Annex A 
( in formative)  

 
Temperature derating  for al ti tude 

A.1  Standard  atmosphere model l ing   

A.1 . 1  Ambient  temperature  

The tem perature  decreases  wi th  al t i tude  at  the  tem perature  l apse  rate  up  to  the  tropopause.  
Equati on  (A. 1 )  g i ves  am bien t  tem peratu re  at  al t i tude  h  (m ) .  

 Th  =  T0  – Lh  (A. 1 )  

Where:  

Th  i s  am bient  tem peratu re  at  al t i tude,  h  m ,  

T0  i s  am bient  tem peratu re  at  al t i tude,  0  m ,  298, 1 5  K  

L  i s  tem perature  lapse  rate,  =  g /cp,  0 , 006  5  K/m  

h  i s  al t i tude.  

NOTE  Equati on  (A. 1 )  g i ves  accurate  valu es  up  to  8  000  m .  

A.1 .2  Aerostatics equation  

The  pressure  variati ons  for the  i n ternati onal  s tandard  atm osphere  can  be  calcu lated  by us i ng  
the  h ydrostatic  Equati on  (A. 2) ,  perfect  gas  law and  the  tem perature  l apse  rate  equation .  The  
hydrostatic  equati on  for  a  co lum n  of  ai r  (see  Fi gure  A. 1 )  i s  the  fo l l owing :  

 dhg -ρdP ××=  (A. 2)  

Where:  

P  i s  pressu re,  

ρ  i s  ai r  dens i ty,  

g  i s  g ravi ty factor.  

 

Figure A. 1  – A smal l  atmosphere element   
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The  equati on  of  the  state  of  the  perfect  gas  i s  Equation  (A. 3) .  

 
T

M

R
 ρP ×=  (A. 3)  

Where:  

R  i s  the  i deal  gas  constant,  

M m olar  m ass  of  dry ai r.  

Equati ons  (A. 2)  and  (A. 3)  g i ve  the  h ydrostatic  Equation  (A. 4) :  

 dh
RT

gM

RT

gMdh
 

P

dP








−=−=

ρ
ρ

  (A. 4)  

The  i n tegrati ng  Equation  (A. 3)  between  sea l evel  (h0)  and  al t i tude:  h(m )  g i ves  the  pressure  Ph  
at  al t i tude  h(m ) .  

 ∫∫ −
−=

h

h

P

P
LhT

dh

R

gM

P

dP

00
0

  (A. 5)  

The  above  i n tegration  g i ves  Equati on  (A. 6) .  
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



 ⋅
−

⋅
⋅

×=

t

hL
PP

LR

Mg

h

0
10

 (A. 6)  

NOTE  Equati on  (A. 6)  g i ves  g ood  val ue  u p  to  1 1  000  m .  

A.1 .3  Ai r densi ty 

The perfect  gas  Equati on  (A. 3)  g i ves  ai r  dens i ty ρ  Kg /m 3  at  al t i tude  h(m )  as  shown  i n  
Equati on  (A.7) :  

 
TR
PM
h

h

⋅
⋅=ρ  (A. 7)  

A.1 .4  Rad iation  

The product  of  the  speci fi c  heat  at  the  constan t  pressure,  the  ai r  volum e  ( the  product  of  the  
ven ti lation  and  the  ai r  dens i ty)  and  the  tem peratu re  d i fferen tial  g i ve  the  rad iat ion  am ount  QV  
Equati on  (A.8) .   

 ∆ρ ×××= VCQ VPV   (A. 8)  

Where:  

CP  i s  the  speci f ic  heat  at  constant  pressure,  1  007 J /Kg · K,  

VV i s  venti l at i on  (m 3/s) ,  

∆  i s  the  tem perature  d i fferential  (K) .  
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A.1 .5  Derating  ratio  

Equation  (A. 9)  g i ves  the  derati ng  Dh  at  al t i tude  h  (m )  based  on  the  reference  al t i tude  href  (m ) .  

 ( )
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 −⋅=
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hh

VhPVhhP

hvhvh
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,

,,

11

ρρ
∆ρ∆ρ

  (A. 9)  

Table  A. 1  i s  calcu lated  u ti l i z i ng  2  000  m  as  the  reference  al t i tude,  and  298, 1 5  K as  sea l evel  
standard  tem peratu re.  

Table  A. 1  – Component  temperature  derating  wi th  al t i tude,  2  000  m  as  reference   

Al ti tude  

m  

Derating  ratio  
at  25  °C  

Derating  ratio  
at  40  °C  

Derating  ratio  
at  55  °C  

Derating  ratio  
at  60  °C  

Derating  ratio  
at  70  °C  

0  to  2  000  1 , 000  1 , 000  1 , 000  1 , 000  1 , 000  

3  000  0 , 91 0  0 , 91 5  0 , 91 8  0 , 920  0 , 922  

4  000  0 , 827  0 , 835  0 , 842  0 , 844  0 , 848  

5  000  0 , 750  0 , 761  0 , 770  0 , 774  0 , 780  

NOTE  298, 1 5  K i s  the  tem peratu re  at  sea l evel .  

 

A.1 .6  Comparison  wi th  IEEE1 61 3  

Table  A. 2  i s  a  com parison  between  th is  m ethod  and  I EEE 1 61 3  s tandard ,  when  the  reference  
al t i tude  i s  1  500  m ,  and  20  °C  at  the  sea level  s tandard  tem perature.  I t  dem onstrates  
correspondence  wi th  I EEE  1 61 3.  

Table  A.2  – Component  temperature  derating  wi th  al t i tude,  1  500  m   
as  reference,  and  20  °C at  the  sea level  standard  temperature  

Al ti tude  
m  

Derating  ratio   
-  th i s  method  

Derating  ratio   
-  IEEE  method  

0  to  1  500  1 , 00  1 , 00  

2  000  0 , 95  0 , 96  

3  000  0 , 86  0 , 87  

4  000  0 , 78  0 , 78  

5  000  0 , 70  0 , 69  
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Annex B  
( in formative)  

 
Dig i tal  i nput standard  operating  range equations  

The  fo l lowing  equations  were  used  to  generate  Table  24  and  Table  D. 1  (wi th  som e exceptions  
explained  i n  the  footnotes) .  

d.c.  equations  a.c.  equations  

UH  m ax  =  1 , 25  Ue  UH  m ax  ≈  1 , 1  Ue

 

UH  m in  ≈  0 , 8  Ue  – Ud  – 1 V  UH  m in  ≈  0 , 85  Ue  – Ud  – 1 V (1 ) ,  (2)  

UT  m ax  =  UH  m in  UT m ax  =  UH  m in  

UL m ax  =  UH  m in  for I ≤  IT m in  UL m ax  =  UH  m in  for I ≤  IT m in  

UT m in  ≈  0 , 2  Ue  UT m in  ≈  0 , 2  Ue  ( 1 )  

UL m ax  =  UT m i n  for  I >  IT m in  UL m ax  =  UT m in  for I >  IT m in  

UL m in  =  -3  V  (d . c.  24  V)  UL m in  =  0  

UL m in  =  -6  V  (d . c.  48  V)  

IL m i n  =  ND  (Not  defi ned)  IL m i n  =  0  

 

Type 1  inputs:  Type 1  inputs:  

IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax  =  1 5  m A IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax  =  1 5  m A 

IH  m in  ≈  IT m i n  +  1  m A IH  m in  ≈  IT m in  +  1  m A (Ue  ≤  1 20  V r.m .s. )  or  

   IH  m in  ≈  IT m in  +  2  m A (Ue  >  1 20  V r.m .s. )  

IT m in  ≈  UH  m ax/Z  IT m in  ≈  UH  m ax/Z  (5)  

Ud  =  3  V (Table  29)  Ud  =  5  V (Table  25)  (3)  

 

Type 2  inputs:  Type 2  inputs:  

IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax =  30  m A IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax  =  30  m A 

IH  m in  ≈  Im  +1 m A =  6  m A IH  m in  ≈  Im  + 1 m A =  6  m A 

IT m in  ≈  Ir  =  1 , 5  m A IT m in  ≈  Ir  =  3  m A (4)  

Ud  =  d . c.  8  V  Ud  =  a. c.  1 0  V r.m .s.  (4)  

 

Type 3  inputs:  Type 3  inputs:  

IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax  =  1 5  m A IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax  =  1 5  m A 

UH  m ax/Z  ≤  IH  m in  ≤  Im  =  5  m A IH  m in  ≈  Im  =  5  m A 

IT m in  ≈  Ir  =  1 , 5  m A IT m in  ≈  Ir  =  3  m A (4)  

Ud  =  d . c.  8  V  Ud  =  a. c.  1 0  V r.m .s.  (4)  

(1 )  For a l l  a. c.  1 00/1 1 0/1 20  V  r. m . s .  and  al l  a. c.  200/220/230/240  V  r. m . s .  i npu ts ,  Ue  h as  been  respecti vel y  
sel ected  as  a. c.  1 00  V  r. m . s .  and  a. c.  200  V  r. m . s . ,  i n  order to  al l ow com patibi l i ty  of  a  s i ng le  m odu l e  wi th  
vari ous  suppl y vo l tages.  

(2)  1  V  drop (a. c.  or d . c. )  i s  assumed  for the  connecti ng  l eads.  

(3 )  Maxim um  values  of  vol tage  d rops,  Ud ,  of  d i g i tal  ou tpu ts  for d . c.  and  a. c.  

(4)  These  valu es  of  and  Ir ,  Ud  and  Im  correspond  to  those  adopted  i n  I EC  60947-5-2.  

(5)  Z  =  Em pi ri cal  worst-case  re lay con tact,  open-con tact  im pedance  =  1 00  kΩ.  
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Annex C  
(normative)  

 
Zone C – EMC immunity levels  

When  h i gher  i n terference  l evels  are  encoun tered  than  Zone  B,  the  fo l l owing  l evels ,  associated  
wi th  Zone  C,  m ay be  appropriate .  

Table  C. 1  – Enclosure  port  tests,  Zone C   

Envi ronmental  
phenomenon  

Basi c  
standard  Test  Test  

l evel  
Test  
set-up  

Norma-
ti ve  i tems  

Performance 
cri teri a  

Electrostat i c  
d i scharge  

I EC  61 000-
4-2  

Con tact  ±  4  kV   
Table  39  a  B 

Ai r ±  8  kV  

Rad i o-frequency  

E lectro-m agneti c  
f i e l d  Am pl i tude  

m odu lated  

I EC  61 000-
4-3  

80  % AM,  
1  kHz  

S i nusoidal  

2 , 7  GH z  to  
6, 0  GH z  

3  V/m  

Table  40  d  A 

2, 0  GH z  to  
2 , 7  GH z  3  V/m  

1 , 4  GH z  to  
2 , 0  GH z  3  V/m  

80  MH z  to  
1  000  MHz  1 0  V/m  

Power frequ ency 
m agneti c  f i e l ds  

I EC  61 000-
4-8  

60  H z  30  A/m  
Table  41  b,  c  A 

50  H z  30  A/m  

a  The  ESD  test  shal l  be  appl i ed  to :   

a)  operator accessible  devi ces  ( for  exam ple,  H MI ,  PADT and  TE) ;   

b)  enclosu re  ports ;   

c)  servi ce  access ible  parts  ( for  exam ple,  swi tches,  keyboards,  protecti ve/funct i onal  earth ,  m odu le  hous i ng ,  
comm un icati ons  ports  wi th  connectors  i n  place  and  m etal  connectors)  wh i ch  are  not  protected  from  
casual  access.   

The  ESD  test  shal l  not  be  appl i ed  to  comm un icati ons  ports  wi thou t  connectors  i n  p lace,  I /O  ports  or  power 
ports .   

b  Th i s  test  i s  m ean t  to  test  equ i pm ent  sens i t i vi ty  to  m agneti c  f i e l ds  norm al l y  occu rri ng  on  the  factory f l oor.  The  
test  i s  on l y  appl i cabl e  to  equ i pm ent  con tai n i ng  devi ces  suscepti ble  to  m agneti c  f i e l ds ,  su ch  as  H al l  e ffect  
devi ces ,  d i sk d ri ves,  m agneti c  m em ories  and  s im i l ar  equ i pm ent.  Con trol  equ ipm ent  does  not  norm al l y  con tai n  
such  devi ces;  h owever,  other  devi ces,  such  as  H MI ,  m ay.  The  test  i s  not  m eant  to  s im u l ate  h i gh - i n tens i ty 
m agneti c  f i e l ds  such  as  those,  for  exam ple,  associated  wi th  weld i ng  and  i nducti on  heati ng  processes.  Th i s  
requ i rem ent  m ay be  sati sf i ed  by  the  test  bei ng  appl i ed  to  the  sensi t i ve  devi ce  at  the  devi ce  m anufactu rer.  
Al so  see  Clause  D. 6.  

c  See  Cl ause  D. 6.  

d  Th i s  l evel  does  not  represen t  the  f i e l d  em i tted  by a  transceiver i n  c l ose  proxim i ty to  the  EU T.  
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Table  C.2  – Conducted  immuni ty tests,  Zone C   

 

Envi ronmental  
phenomenon  

Fast  transien t  
burst  

H igh  energ y 
surge  

Rad io-  
frequency 

i n terference  

Damped  
osci l l atory 

wave 

Basi c  standard  IEC 61 000-4-4  IEC 61 000-4-5  IEC 61 000-4-6  IEC 61 000-4-1 8  

Test  set-up  Table  42  Table  43  Table  44  Table  C. 3  

Performance 
cri teri a  

B  B  A B  

In terface/Port   

Figure 7   
(designation )  

Speci fic  
i n terface/port  Test  l evel  Test  l evel  Test  l evel  Test  l evel  

Data com mun icat i on  

(Al  and  Ar for  I /O  
racks;  

Be,  B i  and  E  for  
peri pheral s)  

Sh iel ded  cable  1  kVd  2  kV l i n e- to -earth b  1 0  Vd  0 , 5  kV l i n e- to -earth  

Unsh i e l ded  cabl e  1  kVd  2  kV l i n e- to -earth b  1 0  Vd  No  test  

D i g i tal  and  analog  

I /Os  (C  &  D)  

a. c.  I /O  
(unsh ie l ded )  

2  kVd  
2  kV l i n e- to -earth b  

1  kV  l i n e- to - l i n eb  
1 0  Vd  

2 , 5  kV l i n e- to -earth  

1  kV l i n e- to - l i n e  

Analog  or d . c.  I /O  
(unsh iel ded )  2  kVd  1  kV l i n e- to -earth b  1 0  Vd  

1  kV l i n e- to -earth  

0 , 5   kV  l i n e - to - l i n e  

Al l  sh i e l ded  l i nes  
( to  earth )  

2  kVd  2  kV l i n e- to -earth b  1 0  Vd  0 , 5  kV l i n e- to -earth  

Equ ipm ent  power 
(F) e  

a. c.  power  4  kV 
4  kV l i n e- to -earth  

2  kV l i n e- to - l i n e  
1 0  V  

2 , 5  kV l i n e- to -earth  

1  kV l i n e- to - l i n e  

d . c.  power  2  kVa, d  

1  kV  l i n e - to -
earth a, b , c  

1  kV  l i n e - to -
l i n ea, b , c  

1 0  V  

 

2 , 5  kV l i n e - to -
eartha  

1  kV  l i n e- to - l i n ea  

I /O  power (J )  

and  

auxi l i ary power 
ou tpu t  (K)  

a. c.  I /O  and  
a. c.  au xi l i ary 

power  
4  kVd  

4  kV l i n e- to -earth b  

2  kV  l i n e- to - l i n eb  
1 0  V  

2 , 5  kV l i n e- to -earth  

1  kV l i n e- to - l i n e  

d . c.  I /O  and  
d . c.  au xi l i ary 

power  
2  kV a,  d  

1  kV  l i n e - to -
earth a, b , c  

1  kV  l i n e - to -
l i n ea, b , c  

1 0  V  
2 , 5  kV l i n e - to -

eartha  

1  kV  l i n e- to - l i n ea  

a  No  test  i s  requ i red  i f :   

1 )  ports  i n tended  for  connecti on  to  a  battery or a  rechargeabl e  battery wh i ch  shal l  be  rem oved  or  
d i sconnected  from  the  apparatus  for  recharg i ng ,  o r   

2 )  ports  i n tended  for  use  wi th  an  a. c. -d . c.  power adaptor.  ( I n  th i s  case:  Test  shal l  be  perform ed  on  the  a. c.  
power i npu t  of  the  a. c. -d . c.  power adaptor speci f i ed  by the  m anu factu rer o r,  where  none  i s  so  speci f i ed ,  
u s i ng  a  typi cal  a. c. -  d . c.  power  adaptor)  .  

b  For ports  wi th  cables  speci f i ed  ≤  30  m ,  no  test  i s  needed .  

c  No  test  i s  requ i red  for  ports  no t  i n tended  to  be  connected  to  a  d . c.  power network.  

d  For ports  wi th  cables  speci f i ed  ≤  3  m ,  no  test  i s  needed .  

e  Equ ipm ent  power (F)  ports  for  connecti on  to  <  60  V  d . c.  or  a. c.  (nom inal )  shal l  be  tested  as  I /O  power (J )  
ports .  These  l ow vo l tag e  sou rces  cannot  be  considered  d . c.  o r  a. c.  power networks,  as  vol tage  d rop 
practi cal i t i es  preven t  thei r  d i s tri bu ti on .  

 

The  requ i rem ents  of  th i s  subclause  are  veri f ied  i n  accordance  wi th  Table  39 ,  Table  40 ,   
Table  41 ,  Table  42,  Table  43,  Table  44  and  Table  C. 3 .  
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Table  C.3  – Damped  osci l l atory wave  immuni ty test  

Reference test  IEC 61 000-4-1 8  

EUT confi g urati on  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cat i ons  

I n i t i al  m easurem ents  PFVP;  4. 2 . 8  

Detai l s  of  m ounti ng /support  Accord i ng  to  m anufactu rer’ s  speci f i cati ons  

Waveform  
Dam ped  osci l l at i ng  wave  the  envelope  of  wh i ch  

reaches  50  % of  the  i n i t i al  peak valu e  after 3  to  6  
cycles  (veri fy  the  s i nusoi dal  shape  of  the  wave)  

Frequency 1  MHz   ±   1 0  %  

Source  im pedance  200  Ω   ±   1 0  %  unsh i el ded  

Repeti t i on  rate  400/second  

Test  du rat i on  ≥ 2  s  

Leng th  to  connecti on  ≤ 2  m   

Severi ty l evel  at  rated  vo l tage  Table  C. 2  

  

Appl i cation  ports  Appl i cation  method  

I /O  (C  and  D ) ,  
Equ ipm ent  power (F) ,  

I /O  power (J )  
 and  au xi l i ary power ou tpu t  (K)  

l i n e - to -earth ,   

l i n e - to - l i n e  

Measurem ent  and  veri f i cat i on  du ri ng  l oad ing  PFVP;  4. 2. 8  

Perform ance  cri teri a  Table  C. 2  
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Annex D  
(normative)  

 
Legacy techniques that are out-dated   
and  not  recommended  for new design  

D.1  Background  

As technolog y changes  and  m oves  forward  som e concepts,  wh i le  perfectl y acceptable  i n  
earl i er  t im es,  becom e or start  to  becom e obso lete.  

Due  to  th is  recogn i t ion  certain  i tem s  are  rem oved  to  th is  Annex  D  from  the  m ain  body.  Th is  
shal l  be  i n terpreted  that  wh i l e  these  i tem s  m ay sti l l  be  avai lable  i n  contro l  equ ipm ent,  they 
shal l  be  d iscouraged  from  being  offered  i n  new des ign  contro l  equ ipm ent.   

I f  however they are  s ti l l  offered,  and  there  cou ld  be  special  appl ication  reasons  or  reasons  of  
com patibi l i ty wi th  i nstal led  equ ipm ent  to  do  th is,  those  e . g .  i n terfaces  shal l  s t i l l  conform  to  the  
orig i nal  requ i rem ents  as  def ined  i n  th is  docum ent.  As  such ,  Annex  D  i s  norm ati ve.  

D.2  Ambient  temperature 

The  am bient  tem perature  range  –25  °C  to  +70  °C  i s  acceptable,  bu t  i s  not  recom m ended  for  
fu tu re  des igns .   

See  also  5 . 4. 2 .  

The  requ i rem ents  of  C lause  D. 2  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  Table  4 .   

D.3  Type 2  d ig i tal  i nput  

D.3. 1  Defin i tion  

d ig i tal  i nput,  type 2  
device  for sensing  s ignals  from  sol i d -state  swi tch ing  devices  such  as  2-wi re  proxim i ty 
swi tches.  Converts  an  essen tial l y two-state  s i gnal  to  a  s ing le-bi t  b inary num ber  

Note  1  to  en try:  Two-wi re  proxim i ty  swi tches  descri bed  here  are  des i g ned  to  I EC  60947-5-2.   

Note  2  to  en try:  Th i s  c l ass  cou l d  al so  be  used  for Type  1  or Type  3  appl i cati ons.   

D.3.2  Background  

Type 2  d i g i tal  i npu ts  were  ori g inal l y des i gned,  speci f ied  and  pu t  i n to  use  to  al l ow for  
com patibi l i ty between  contro l  eu ipm en t i npu ts  and  f i e ld  sensors,  e. g .  proxim i ty swi tches.  Th is  
i npu t  type  s ign i f ican tl y reduced  the  problem s  associated  wi th  f i e ld  sensor and  contro l  
equ ipm ent  i npu t  i nstal l at ion  com patib i l i ty problem s.  

However,  th is  i npu t  type  d i d  consum e a cons iderable  am ount  of  power.  As  m odu les  wi th  
h igher densi ti es  of  i npu ts  bu t  sm al ler i n  s i ze  were  dem anded  by custom ers,  s ign i f icant  
d i ff icu l t i es  were  encoun tered  due  to  heating .   

The  Type  3  i npu t  style  was  created  by cooperati ve  effort  between  I EC  Subcomm ittees  65B  
and  1 21 A.  A l ower power proxim i ty swi tch  type  was  created  along  wi th  a l ower power i npu t  
style  wh ich  preserved  the  h i gh  com patibi l i ty,  bu t  at  a  s i gn i f i cant  power savings .  Th is  al l owed  
for h i gh  densi ty,  sm al l  s i ze  and  lower power on  both  s i des ,  i . e .  i n terface  and  sensor.  
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The  Type  3  developm ent  and  f i el d  i n troducti on  l im i ted  the  need  for  the  Type  2  d i g i tal  i npu t.  

Table  D. 1  – Standard  operating  ranges  for Type 2  d ig i tal  i nputs (current  s inking )   

Rated  vol tage Ue  Rated  
frequency 

fn  H z  

Type  
of  

l im i t  

Type 2  l im i ts  g ,  (Note)  Normati ve 
i tems  

State  0  Transi tion  State  1  

   
UL  IL  UT IT UH  IH  

 
V m A V  m A V m A 

d . c.  24  V   
Max.  1 1 /5  30  1 1  30  30  30  

a,  b ,  d ,  e  

Min .  –3  ND  5  2  1 1  6  

d . c.  48  V   
Max.  30/1 0  30  30  30  60  30  

a,  b ,  d  

Min .  –6  ND  1 0  2  30  6  

a. c.  24  V  r. m . s .  50/60  
Max.  1 0/5  30  1 0  30  27  30  

a,  c  

Min .  0  0  5  4  1 0  6  

a. c.  48  V  r. m . s .  50/60  
Max.  29/1 0  30  29  30  53  30  

a,  c  

Min .  0  0  1 0  4  29  6  

a. c.  1 00  V  r. m . s .  

a. c.  1 1 0  V  r. m . s .  

a. c.  1 20  V  r. m . s .  

50/60  

Max.  74/20  30  74  30  1 , 1  Ue  30  
a,  c ,  d ,  f  

Min .  0  0  20  4  74  6  

a. c.  200  V  r. m . s .  

a. c.  230  V  r. m . s .  

a. c.  240  V  r. m . s .  

50/60  

Max.  1 59/40  30  1 59  30  1 , 1  Ue  30  
a,  c ,  d ,  f  

Min .  0  0  40  5  1 59  7  

NOTE  Com patibi l i ty  wi th  2 -wi re  proxim i ty  swi tches  accord i ng  to  I EC  60947-5-2  i s  poss ible  wi th  Type  2 .  See  al so  
c)  below.  

a  Al l  l og i c  s i gnal s  are  i n  pos i t i ve  l og i c.  Open  i npu ts  shal l  be  i n terpreted  as  s tate  0  s i gnal .  See  Annex B  for  
equ ati ons  and  assum pti ons  used  i n  devel opi ng  valu es  i n  th i s  table  and  for  add i t i onal  comm ents .  

b  The  g i ven  vol tage  l im i ts  i ncl ude  al l  al ternat i ng  vo l tages  com ponen ts .  

c  S tat i c  swi tches  m ay affect  the  total  r. m . s .  con tent  of  t ru e  harm on ics  of  the  i npu t  s i g nal s  and  therefore  affect  
the  com patibi l i ty  of  the  i npu t  i n terface  wi th  proxim i ty  swi tches,  especial l y  for  Type  2 ,  a. c.  24  V  r. m . s .  See 
6. 2. 1  fo r  requ i rem ents.  

d  Recom m ended  for  com m on  usage.  

e  The  m in im um  external  power  suppl y vol tage  for Type  2,  d . c.  24  V  i npu ts  connected  to  2-wi re  proxim i ty  
swi tches  shal l  be  h i g her than  d . c.  20  V  or  UH  mi n  l ower than  d . c.  1 1  V  to  al l ow su ff i ci en t  safety m arg i n .  

f  As  al l owed  by cu rren t  techno l ogy,  and  to  encou rag e  the  des i gn  of  s i ng le  i npu t  m odu les  com patible  wi th  al l  
comm on ly used  rated  vo l tag es,  l im i ts  are  absolu te  and  i ndependen t  of  rated  vol tage  (except  UH  max)  and  
based  on  equ ati ons  g i ven  i n  Annex B  and  respecti vel y  a. c.  1 00  V  r. m . s .  and  a. c.  200  V  r. m . s .  

g  See  defi n i t i ons  i n  D . 3. 1 .   

ND  =  N ot  defi ned  

 

D.4  Analog  inputs  

Approxim atel y e i gh ty percen t  of  analog  loops  i nstal led  are  4  m A to  20  m A l oops.  The  
rem ain ing  loops  are  d i vi ded  am ong  the  votage  and  curren t  ranges.  Th is  l eaves  a qu i te  sm al l  
percentage  wh ich  are  0  m A to  20  m A loops.  

As  such  the  0  m A to  20  m A s i gnal  range  analog  i npu t  i s  not  recom m ended  for  new des igns .   
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I f  th is  style  i npu t  i s  offered  the  rated  values  of  s i gnal  range  and  im pedance  for analog  inpu ts  
to  con tro l  equ ipm ent  shal l  be  as  speci f i ed  in  Table  D. 2.  

Table  D.2  – Rated  values and  impedance l im i ts  for  analog  inputs   

Signal  range  Input  impedance l im i ts  Normati ve  i tems  

0  m A to  20  m A ≤  300  Ω  a  

a  Not  recomm ended  for  fu tu re  des i gns.  

 

See  also  6 . 5. 2 .  

D.5  Analog  outputs  

Approxim atel y e i gh ty percen t  of  analog  loops  i nstal led  are  4  m A to  20  m A l oops.  The  
rem ain ing  l oops  are  d i vi ded  am ong  the  vo l tage  and  current  ranges.  Th is  l eaves  a  qu i te  sm al l  
percentage  wh ich  are  0  m A to  20  m A loops.  

As  such  the  0  m A to  20  m A s i gnal  range  analog  ou tpu t  i s  not  recom m ended  for  new des igns.   

I f  th i s  style  ou tpu t  i s  offered  the  rated  values  of  s i gnals  range  and  l oad  im pedance  for analog  
ou tpu ts  of  con tro l  equ ipm ent  shal l  be  as  speci fi ed  i n  Table  D . 3 .  

Table  D.3  – Rated  values and  impedance l im i ts  for  analog  outputs   

Signal  range  Load  impedance l im i ts  Normati ve  i tems  

0  m A to  20  m A ≤  600  Ω  a,  b  

a   Ou tpu ts  shal l  wi thstand  any overload  from  open  ci rcu i t  to  short  c i rcu i t .  

b  Not  recom m ended  for  fu tu re  des i gns .  

 

See  also  6 . 5. 3 .  

D.6  CRT d isplays  

With  the  rapid  developm ent,  h i gh  qual i ty,  large  s i ze,  low cost,  e tc  of  f lat  panel  d isplays,  CRT 
d isplays  are  essen tial l y a  th ing  of  the  past  for m ost  appl ications .   

These  devices  are  not  recomm ended  for  new designs .   

I f  they are  em ployed ,  they shal l  m eet  the  requ i rem ents  of  7. 3. 1  and  Annex C  and  th e  
footnotes  of  Table  36  and  Table  C . 1  are  m od i fi ed  as  fo l l ows:  

a  The  ESD  test  shal l  be  appl i ed  to   

a)  operator accessible  devi ces  ( for  exam ple,  H MI ,  PADT and  TE) ;   

b)  enclosu re  ports ;   

c)  servi ce  accessible  parts  ( for  exam ple,  swi tches,  keyboards ,  protect i ve/fu nct i onal  earth ,  m odu le  housi ng ,  
comm un icati ons  ports  wi th  connectors  i n  p lace  and  m etal  connectors)  wh i ch  are  not  protected  from  casual  
access.   

The  ESD  test  shal l  n ot  be  appl i ed  to  com m un icati ons  ports  wi thou t  connectors  i n  pl ace,  I /O  ports  or power ports .   

b  Th is  test  i s  m eant  to  test  equ ipm ent  sens i t i vi ty  to  m agneti c  f i e l ds  norm al l y  occurri ng  on  the  factory f l oor.  
The  test  i s  on l y appl i cabl e  to  equ i pm ent  con tai n i ng  devi ces  suscepti ble  to  m agneti c  f i e l ds ,  such  as  Hal l  effect  
devi ces,  CRT d i spl ays,  d i sk d ri ves ,  m agneti c  m em ories  and  s im i l ar  equ ipm ent.  Con tro l  equ ipm ent  does  not  
norm al l y  con tai n  such  devi ces ;  however,  o ther devi ces,  such  as  H MI ,  m ay.  The  test  i s  n o t  m ean t  to  s im u late  
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h igh - i n tens i ty  m agneti c  f i e l ds  such  as  those,  for  exam ple,  associated  wi th  weld i ng  and  i nduct i on  heati ng  
processes.  Th i s  requ i rem ent  m ay be  sat i sf i ed  by the  test  bei ng  appl i ed  to  the  sensi t i ve  devi ce  at  the  devi ce  
m anufactu rer.  

c  There  shal l  be  no  deviat i on  up  to  3  A/m .  Above  3  A/m  the  manufactu rer shal l  speci fy  the  al l owed  deviat i on  for  
CRT d i splay i n terfaces.  

d  Th i s  l evel  does  not  represent  the  f i e l d  em i tted  by a  transceiver i n  c l ose  proxim i ty  to  the  EU T.  

The  footnote  of  Table  41  i s  m od i f ied  as  fo l lows:  

a  For CRTs,  the  perform ance  cri teri a are  B  i f  the  f i e l d  i s  ≥  3  A/m .  

The  requ i rem en ts  of  C lause  D . 6  are  veri f i ed  i n  accordance  wi th  Table  39,  Table  40 ,  Table  41 ,  
Table  42,  Table  43,  and  Table  44.  
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Annex E  
( in formative)  

 
Appl ication  reasoning  for a.c.  and  d .c.  i nterruptions  

Figu re  E. 1  depicts  two  d i fferent  d . c.  bus  scenarios .   

On  the  ri gh t  i s  depicted  a l ocal  d . c.  d i stri bu t ion  bus  (e. g .  24  V d . c. ) .  Mu l t i ple  process  con tro l  
i tem s  receive  power from  th is  bus.  Each  i s  equ iped  wi th  an  overload  protecti on  device  e . g .  
ci rcu i t  breaker or  fuse  to  i solate  i t  from  the  d is tribu t i on  bus  upon  fau l t.  Al ternatel y,  th is  device  
m ay be  used  to  tem porari l y d isconnect  or  power  down  a  function .  

  

Figure E.1  – d .c.  d i stribution  to  control  equ ipment  and  fau l ts  

Table  1 7  offers  a set  of  vo l tage  i n terruption  requ i rem ents .  Years  of  experience  have  shown  
equ ipm ent  des i gned  to  wi thstand  the  PS2  speci f i cati on ,  e i ther for  a. c.  or  d . c.  suppl y type,  wi l l  
offer reasonable  protection  of  contro l  equ ipm en t e lem ents  from  d isturbance  caused  by a. c.  or  
d . c.  d istribu tion  bus  i n terruptions .   

Contro l  equ ipm ent  shou ld  provide  for i ts  own  level  of  d i s tu rbance  protecti on ,  (e . g .  Table  1 7  
PS2  l evel ) .  Th is  wi l l  provide  for  both  d isturbances  wh ich  wi l l  be  passed  through  by a s im ple  
transform er recti f ier  or  a  d . c.  d i stri bu t ion  c i rcu i t  breaker  tri p  (X2  shown  i n  F i gu re  E. 1 ) .  

Table  1 7  PS1  i n terruption  leve l  capabi l i ty re l i es  on  having  a very robust  power d is tribu ti on  
system .  The  power d istri bu t ion  system  provides  the  r i de-through  and  a h igh  degree  of  
cert i tude  that  no  d is tu rbance  wi l l  reach  the  con trol  equ ipm ent,  at  l east  from  the  a. c.  
d istribu tion  bus .  However,  the  d . c.  d i s tribu ti on  ci rcu i t  breaker tri p  (X2  shown  i n  F igure  E . 1 )  i s  
sti l l  not  protected  against.  

IEC  

Miss i ng  phase,  1 0  m s  Missi ng  phase,  1 0  m s  

Provides  no  
ri de-th rough  

Contro l  
i nstrum ent  

Sim ple  
fu l l wave   
recti f i er  

power su ppl y  

1 00  A  
24 V dc  

l ocal  bus  
d i stri bu ti on  

Process  
m on i tor  

equ i pm ent  

Provides  1 0  m s  
ri de-th rough  

Swi tch i ng  
power  
suppl y  

Control  
equ i pm ent  

Sing le-phase  or  
m u l t i -phase  ac  

d i stri bu ti on  

X1  
I n terrupti on  

X2  
I n terrupti on  

25  A  

Breakers  can  take  ˃  1 0  ms  to  cl ear 

or swi tch .  As  such  24  V  dc  
d istribu tion  s ti l l  sees  a  ˃  1 0  ms  
fau l t  
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Annex F 
(normative)  

 
Dig i tal  I /O:  Current-sourcing  input  and  current-sinking  output  

F.1  Dig i tal  I /O (negative log ic)  

Negati ve  log ic,  cu rrent-sourcing  i npu ts  and  cu rrent-s inking  ou tpu ts  m ay be  requ i red  for 
certain  appl ications  (Figure  F. 1 ) .  However,  they are  not  recomm ended  by th is  standard  for  
general  appl ication  and/or as  the  preferred  style .   

Special  care  m ust  be  exercised  in  thei r  use.   

 

Key 

C Ou tpu t:  Mechan ical  or s tat i c  con tact  (e . g .  d ry re lay con tact,  tri ac,  trans i stor or  equ i valen t)  

Z  I npu t:  I npu t  im pedance   

PS  External  power su ppl i es  

NOTE  Som e appl i cat i ons  can  use  on l y  one  PS  comm on  to  i npu ts ,  ou tpu ts  and  con trol  equ ipm ent  

Figure F. 1  – Negative  log ic  (sourcing  inputs  / s inking  outputs)  

Where  pos i t i ve  l og ic,  cu rren t-s inking  i npu ts  and  curren t-sourcing  ou tpu ts  are  used  (see   
Fi gu re  F. 2) ,  an y short-ci rcu i t  (e . g .  due  to  probable  appl ication  wear of  cabl ing )  to  the  
reference  poten tial  or  wi re-breakage  i s  i n terpreted  by the  i npu ts  and  loads  as  the  “off  s tate”.  
Th is  yi e l ds  safe  cond i t i ons  for the  con tro l  equ ipm ent,  i . e.  l oads  becom e de-energ i zed  and  
i npu ts  i nd icate  OFF.  

Red  e l l i pse  wi th  arrow i nd icates  probable  cabl i ng  wear shorts  i n  the  fo l l owing  F igure  F. 2  and  
Fi gu re  F. 3 .  
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Figure F.2  – Posi tive  l og ic  wi th  fau l ts   

Where  negati ve  l og ic,  curren t-sourcing  i npu ts  and  current-s i nking  ou tpu ts  are  used  (see  
Fi gu re  F. 3) ,  an y short-ci rcu i t  (e . g .  due  to  probable  appl ication  wear of  cabl ing )  to  the  
reference  potential  or  earth  fau l ts  are  i n terpreted  by the  i npu ts  and  l oads  as  the  “on  state” .  
Th is  yi e l ds  unsafe  cond i t i ons  for the  contro l  equ ipm ent,  i . e.  l oads  becom e energ i zed  and  
i npu ts  i nd icate  ON.  
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Figure F.3  – Negative  log ic  wi th  fau l ts   

Special  care  i s  necessary for th is  negati ve  l og ic  appl ication  to  prevent  earth  fau l ts ,  such  as  
the  external  power sou rce  f loated  from  com m on  earth  or  extra h igh  wear  cabl i ng .  

F.2  Function  and  veri fication  

Functional i ty and  veri f i cati on  of  negati ve  l og ic  d i g i tal  I /O  shal l  be  accord ing  to  6. 4.  The  sense  
of  the  i npu t  or  ou tpu t  i s  oppos i te,  bu t  the  values  and  function  are  the  sam e.  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
MESURAGE ET CONTRÔLE DES PROCESSUS INDUSTRIELS –  

AUTOMATES PROGRAMMABLES –  
 

Partie  2:  Exigences et  essais  des équipements  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La Com m iss ion  E lectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  une  organ i sati on  m ond ial e  de  norm al i sat i on  
com posée  de  l 'ensem ble  des  com i tés  é l ectrotechn i qu es  nati onaux (Com i tés  nat i onau x de  l ’ I EC) .  L’ I EC  a  pou r  
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati onale  pou r tou tes  l es  qu esti ons  de  norm al i sati on  dans  l es  dom aines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  A  cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  act i vi tés  – publ i e  des  Norm es  
i n ternati onales,  des  Spéci f i cat i ons  techn iques,  des  Rapports  techn iques,  des  Spéci f i cati ons  accessibles  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (c i -après  dénom m és  "Publ i cat i on (s)  de  l ’ I EC") .  Leu r é laborati on  est  con fi ée  à  des  
com i tés  d 'études,  au x travau x  desque ls  tou t  Com i té  nat i onal  i n téressé  par l e  su jet  trai té  peu t  part i c i per.  Les  
org an i sati ons  i n ternati onal es,  gou vernem entales  et  non  gou vernem entales,  en  l i ai son  avec  l ’ I EC,  part i c i pen t  
égal em ent  au x travau x.  L’ I EC co l l abore  étro i tem ent  avec  l 'Organ i sat i on  I n ternati onale  de  N orm al i sati on  ( I SO) ,  
se lon  des  cond i t i ons  f i xées  par  accord  en tre  l es  deux organ i sat i ons.  

2)  Les  déci s i ons  ou  accords  off i c i e l s  de  l ’ I EC  concernant  l es  quest i ons  techn i qu es  représen ten t,  dans  l a  m esure  
du  poss ibl e,  u n  accord  i n ternati onal  su r  l es  su j ets  étu d iés,  étan t  donné  qu e  l es  Com i tés  nati onau x de  l ’ I EC  
i n téressés  son t  représentés  dans  chaqu e  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cat i ons  de  l ’ I EC  se  présentent  sous  l a  form e  de  recomm andati ons  i n ternati onal es  et  son t  ag réées  
comm e te l l es  par l es  Com i tés  nati onau x de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l ' exact i tu de  du  con tenu  techn iqu e  de  ses  publ i cat i ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l ' éven tu el l e  m au vai se  u t i l i sat i on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fai te  par u n  qu elconqu e  u t i l i sateu r f i nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nat i onaux de  l ’ I EC s 'eng agen t,  dans  tou te  l a  
m esure  poss ibl e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  pu bl i cat i ons  nat i onales  
et  rég ional es .  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  pu bl i cat i ons  nati onales  ou  
rég i onales  correspondantes  do i vent  être  i nd i qu ées  en  term es  c lai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC  e l l e -m êm e ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  con form i té.  Des  organ i sm es  de  cert i f i cat i on  i ndépendants  
fou rn i ssent  des  servi ces  d 'évaluat i on  de  con form i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  au x m arques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucu n  des  servi ces  effectu és  par l es  o rg an i sm es  de  cert i f i cati on  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u t i l i sateu rs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i t i on  de  cet te  publ i cat i on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  ê tre  im pu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  em ployés,  au xi l i ai res  ou  
m andatai res ,  y  com pri s  ses  experts  part i cu l i ers  et  l es  m em bres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nat i onau x de  l ’ I EC,  pou r tou t  pré j ud i ce  causé  en  cas  de  domm ages  corporel s  et  m atéri el s ,  ou  de  tou t  au tre  
dom m age  de  quel que  natu re  que  ce  so i t ,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y  com pri s  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u t i l i sati on  de  cette  Publ i cat i on  de  l ’ I EC  ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L'atten t i on  est  att i rée  su r l es  références  norm ati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L' u t i l i sat i on  de  publ i cat i ons  
référencées  est  obl i gato i re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cat i on .   

9 )  L’atten ti on  est  att i rée  su r l e  fai t  que  certai ns  des  é l ém ents  de  l a  présente  Pu bl i cat i on  de  l ’ I EC peu ven t  fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L’ I EC  ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r  i den t i f i é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r  s i gnalé  l eu r exi stence.  

La Norm e i n ternationale  IEC  61 1 31 -2  a été  établ ie  par l e  sous-com i té  65B:  Équ ipem en ts  de  
m esure  et  de  contrô le-comm ande,  du  com i té  d 'études  65  de  l ' I EC:  Mesure,  com m ande et  
au tom ation  dans  les  processus  industrie ls .  

Cette  quatri èm e éd i ti on  annu le  et  rem place  la tro is ièm e éd i t ion  parue  en  2007.  Cette  éd i t ion  
consti tue  une  révis i on  techn ique.   

Cette  éd i t i on  i ncl u t  l es  m odi f i cati ons  techn iques  m ajeures  su i vantes  par  rapport  à  l ' éd i t ion  
précéden te:  

a)  retrai t  des  exi gences  de  sécuri té  rem placées  par des  références  à  l ' I EC  61 01 0-2-201 ;  

b)  ajou t  d 'en trées  et  de  sort i es  num ériques  l og iques  négati ves;  

c)  ajou t  d 'une  entrée  num érique  de  type  3-d ;  
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d )  aj ou t  d 'une  exigence  de  2 ,7  GH z à 6  GH z pour l ' im m un i té  m odu lée  en  am pl i tude  
é lectrom agnéti que  à fréquence  rad ioé lectri que;  

e)  clari f i cati on  des  essais  de  tem pératu re;  

f)  cl ari f i cati on  des  essais  de  type;  

g )  abandon  de  certai nes  technolog ies;  

h )  actual i sati on  générale  de  pl us ieurs  aspects  de  l a  fonctionnal i té  e t  de  l a  CEM;  

i )  réorgan isati on  des  art ic l es  pour une  associat ion  pl us  étro i te  en tre  l es  exi gences  et  l es  
véri f icati ons .  

Le  texte  de  cette  norm e est  i ssu  des  docum ents  su i vants :  

FDI S  Rapport  de  vote  

65B/1 083/FDI S  65B/1 091 /RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in form ation  sur l e  vote  ayan t  
abouti  à  l 'approbati on  de  cette  norm e.  

Ce  docum ent  a  été  réd igé  se lon  l es  D i recti ves  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  les  parti es  de  l a  séri e  I EC  61 1 31 ,  publ iées  sous  l e  t i tre  général  Mesurage 
et contrôle des processus industriels – Automates programmables,  peu t  ê tre  consu l tée  sur l e  
s i te  web  de  l ' I EC.  

Les  fu tures  norm es  de  cette  séri e  porteron t  dorénavant  l e  nouveau  t i tre  général  c i té  ci -
dessus.  Le  t i tre  des  norm es  existant  déjà  dans  cette  séri e  sera m is  à  j our l ors  de  l a  prochaine  
éd i t ion .  

Le  com i té  a  décidé  que  le  contenu  de  ce  docum ent ne  sera pas  m od i fi é  avant  la  date  de  
stabi l i té  i nd i quée  su r l e  s i te  web de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
re lati ves  au  docum ent  recherché.  A cette  date,  l e  docum ent sera   

•  recondu i t,  

•  supprim é,  

•  rem placé  par  une  éd i t i on  révisée,  ou  

•  am endé.  

 

IMPORTANT – Le logo  "colour inside"  qu i  se  trouve su r la  page de couvertu re de 
cette publ ication  ind ique qu 'el le  contient  des  cou leurs  qu i  sont  considérées comme 
uti l es  à  une bonne compréhension  de son  contenu.  Les ut i l isateurs  devraient,  par 
conséquent,  imprimer cette publ ication  en  u t i l i sant  une  imprimante  cou leur.  
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INTRODUCTION  

L' I EC 61 1 31 -2  fai t  part ie  d 'une  séri e  de  norm es  su r l es  équ ipem ents  de  comm ande  
i ndustrie ls ,  y com pris  l es  au tom ates  program m ables  et  l eurs  périphériques  associés .  I l  
convient  de  l i re  l a  présen te  norm e con j oi n tem ent avec l es  au tres  parties  de  l a  séri e .  
Tou tefo is ,  e l l e  peu t  être  l ue  et  appl i quée  de  façon  au tonom e.  

En  cas  de  con trad icti on  en tre  l a  présente  norm e et  d 'au tres  normes  I EC,  i l  convien t  
d ’appl i quer en  pri ori té  les  d ispos i t ions  de  l a présen te  norm e qu i  rég issent  le  dom aine  des  
équ ipem en ts  de  com m ande  i ndustri e ls ,  y com pris  les  au tom ates  programm ables  et  l eurs  
périphéri ques  associés.  

La présente  norm e défi n i t  l es  é lém en ts  su ivants  pour l es  équ ipem ents  de  comm ande  
i ndustrie ls:  

•  Méthodes  d 'essai  et  de  véri f i cati on  (Art ic le  4) ;  

•  Cond i t ions  de  fonctionnem ent (5. 2) ;  

•  Essais  de  tem pératu re  et  cl im atiques  (5 . 2 . 1 ) ;  

•  Ex igences  et  essais  m écan iques  (5. 3) ;  

•  Ex igences  fonctionnel l es  et  essais  de  foncti onnem ent  pour l es  al im entations,  
en trées/sorti es  et  au tres  com posants  (Article  6) ;  

•  Exigences  et  essais  CEM  (Artic le  7) ;  

•  Ex igences  pour  l e  m arquage  et  l a  docum entation  (Article  8) .  

Les  exigences  pour la  sécuri té  des  produ i ts  concernan t  l es  au tom ates  prog ramm ables  (AP)  et  
l es  au tres  types  d 'équ ipem ents  de  comm ande i ndustri e ls  re levant  désorm ais  du  dom aine  
d 'appl ication  de  l a présen te  norm e  sont  spéci f i ées  dans  l ' I EC  61 01 0-2-201 ,  se  substi tuant  
ains i  aux exigences  des  Artic les  1 1  à  1 4  de  l a  norm e IEC 61 1 31 -2:2007.  

Les  cond i t i ons  de  foncti onnem ent et  l e  déclassem ent  en  tem pérature  pour l es  al t i tudes  son t  
al i gnés  su r l ' I EC  61 01 0-2-201 :– 1 .  

 

  

___________ 

1   En  cou rs  d ' é laborati on .  Stade  au  m om ent  de  l a  pu bl i cati on :  I EC/CDV 61 01 0-2-201 :201 6.  
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MESURAGE ET CONTRÔLE DES PROCESSUS INDUSTRIELS –  
AUTOMATES PROGRAMMABLES –  

 
Partie  2:  Exigences et  essais  des équipements  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présen te  part ie  de  l ' I EC  61 1 31  spéci f ie  l es  exi gences  de  foncti onnem ent  et  de  
com patibi l i té  é l ectrom agnétique,  ains i  que  les  essais  de  véri f i cati on  associés  pour l es  types  
d 'équ ipem en ts  de  commande  i ndustrie ls  su i van ts:  

•  au tom ates  programm ables  (AP) ;  

•  au tom ates  programm ables  i ndustrie ls  (PAC) ;  

•  E/S  deportées;  

•  ou t i l s  de  programm ation  et  de  m ise  au  poin t  (PADT) ;  

•  PC  (ord inateurs  personnels)  i ndustrie ls  e t  PC  pour panneaux  de  com m ande i ndustri e ls ;  

•  écrans  et  i n terfaces  hom m e-m ach ine  ( IHM)  pour usage  i ndustrie l ;  

•  systèm es  de  com m ande  d istri bués  (DCS)  et  com posan ts  de  DCS énum érés  dans  l e  
dom aine  d 'appl icati on  de  l a  présen te  norm e;  

•  tou t  produ i t  don t  l ' obj ecti f  pri ncipal  est  de  rem pl i r  l a  fonction  d 'équ ipem ent  de  com m ande  
i ndustri e l ,  y com pris  les  AP  et/ou  l es  PAC,  e t/ou  ses  périphériques  associés  qu i  sont  
prévus  pour être  u t i l i sés  com m e d ispos i t i fs  de  con trôle  e t  de  comm ande  de  m ach ines  et  
de  procédés  de  fabricati on  et  au tres  processus  i ndustri e ls  au tom atisés ,  par  exem ple,  l a  
comm ande pas  à pas,  le  con trôle  par  l o ts  et  la  régu lat ion  conti nue.  

Dans  l e  présent  docum ent,  l es  « équ ipem en ts  de  com m ande»  et  les  « équ ipem ents  de  
comm ande i ndustrie ls»  son t  équ ivalen ts  comm e le  son t  l es  au tom ates  program m ables  et  les  
PAC.  
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Figure 1  – Équ ipements  relevant  du  domaine  d 'appl ication   
et  équ ipements ne  relevant  pas du  domaine  d 'appl ication  

Les  com posants  des  équ ipem ents  susm entionnés  (vo i r  F i gu re  1 )  i ncl us  dans  l e  dom aine  
d 'appl ication  de  l a présente  norm e  son t  l es  su i vants :  

•  a l im en tati ons  au tonom es  (auxi l i ai res) ;  

•  péri phéri ques  te ls  que  E/S  num ériques  et  analog iques;  

•  équ ipem ents  de  réseaux  i ndustri e ls .  

Les  équ ipem en ts  de  com m ande  et  l eurs  périphériques  associés  son t  prévus  pour être  u t i l i sés  
dans  un  envi ronnem ent  i ndustrie l  e t  peuven t  être  fourn is  comm e équ ipem ents  ouverts  ou  
ferm és.  

S i  u n  équ ipem ent de  comm ande  ou  ses  périphéri ques  associés  sont  prévus  pour  être  u t i l i sés  
dans  d 'au tres  envi ronnem ents  ( i ndustrie l  l éger,  comm ercial ,  rés iden tie l ) ,  l es  exigences,  l es  
norm es  et  l es  pratiques  en  m atière  d ' i nstal l at ion  spéci f iques  re lati ves  à  ces  au tres  
envi ronnem en ts  do ivent  alors  être  égalem en t appl i quées  à l ' équ ipem ent de  comm ande et  à  
ses  périphériques  associés.  

Les  équ ipem ents  couverts  par  l a  présen te  norm e son t  prévus  pour être  u t i l i sés  dans  des  
cond i t i ons  de  catégorie  de  su rtens ion  I I  ( I EC  60664-1 )  dans  des  i nstal l ations  basse  tens ion  
pour l esquel l es  l a  tens ion  d 'al im en tation  secteu r ass ignée  ne  dépasse  pas  1  000  V en  courant  
al ternati f  (valeur eff icace)  (50  H z/60  H z)  ou  1  000  V en  couran t  conti nu .  S i  l es  équ ipem ents  
de  comm ande ou  l eurs  périphériques  associés  sont  appl i qués  dans  des  i nstal l ati ons  don t  les  
cond i t i ons  de  surtens ion  son t  ce l l es  de  l a  catégorie  I I I ,  u ne  anal yse  com plém entai re  est  al ors  
exigée  pour  déterm iner  l e  caractère  approprié  des  équ ipem ents  à ces  appl ications .  
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L'obj et  de  l a  présen te  norm e est  d 'établ i r  l es  défi n i t i ons  et  d ' i den ti f ier  l es  pri ncipales  
caractéristi ques  concernan t  l e  choix  et  l 'appl icati on  des  équ ipem en ts  de  comm ande et  de  
l eurs  périphériques  associés.  

La présente  norm e spéci fi e  égalem ent:  

a)  l es  exi gences  de  service  ( foncti onnem ent,  s tockage  et  transport)  pour l es  équ ipem ents  de  
comm ande et  l eurs  périphéri ques  associés  (Article  5) ;  

b)  l es  exigences  foncti onnel les  pour l es  équ ipem ents  de  com m ande  et  l eurs  périphéri ques  
associés  (Art ic le  6) ;  

c)  l es  exi gences  CEM  pour  l es  équ ipem ents  de  comm ande  et  l eurs  périphériques  associés  
(Artic le  7) ;  

d )  l es  i n form ations  que  l e  constructeu r do i t  fourn i r  (Art ic le  8) .  

Les  exi gences  de  sécuri té  pou r les  équ ipem ents  de  comm ande et  l eurs  périphériques  
associés  sont  spéci fi ées  dans  l ' I EC  61 01 0-2-201 .  

Les  exigences  du  Gu ide  IEC 1 06  « Gu ide  pour la  spéci f i cation  des  cond i t i ons  d 'envi ronnem ent  
pour l a  f i xati on  des  caractéris ti ques  de  foncti onnem ent des  m atérie ls»  et  du  Gu ide  I EC  1 07,  
« Com patibi l i té  é lectrom agnéti que  – Gu ide  pour l a  rédacti on  des  publ icati ons  su r la  
com patibi l i té  é lectrom agnétique»  son t  i ncluses  dans  la  présente  norm e.  

2 Références normatives  

Les  docum ents  su i vants  ci tés  dans  l e  texte  consti tuen t,  pour tou t  ou  part i e  de  l eu r contenu ,  
des  exi gences  du  présen t  docum ent.  Pour l es  références  datées,  seu le  l ’éd i t i on  c i tée  
s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i t i on  du  docum ent  de  référence  
s 'appl i que  (y com pris  l es  éven tuels  am endem ents) .  

I EC  60068-2-1 ,  Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid 

IEC 60068-2-2,  Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche 

IEC  60068-2-6,  Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations 
(sinusoïdales)  

IEC  60068-2-1 4,  Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de 
température 

IEC 60068-2-27,  Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs 

IEC  60068-2-30,  Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de 
chaleur humide (cycle de 12 h +  12 h)  

IEC  60068-2-31 ,  Essais d'environnement – Partie 2-31: Essais – Essai Ec: Choc lié à des 
manutentions brutales,  essai destiné en premier lieu aux matériels 

IEC  6041 7,  Symboles graphiques utilisables sur le matériel (d ispon ible  sur  
h ttp: //www. g raph ical -sym bols . in fo/equ ipm ent)  

IEC  60947-5-1 :201 6,  Appareillage à basse tension – Partie 5-1: Appareils et éléments de 
commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de 
commande 

http://www.graphical-symbols.info/equipment
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IEC 61 000-4-2:2008,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques 

IEC  61 000-4-3:2006,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques 

IEC 61 000-4-4:201 2,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves 

I EC  61 000-4-5:201 4,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d’essai 
et de mesure – Essai d’immunité aux ondes de choc 

IEC  61 000-4-6:201 3,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai 
et de mesure – Immunité aux perturbations conduites,  induites par les champs 
radioélectriques 

IEC  61 000-4-8:2009,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-8: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau 

I EC 61 000-4-1 1 :2004,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension,  coupures brèves et variations 
de tension 

I EC 61 000-4-1 8:2006,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-18: Techniques 
d'essai et de mesure – Essai d'immunité à l'onde oscillatoire amortie 

IEC  61 000-6-1 :201 6,  Compatibilté électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes 
génériques – Normes d'immunité pour les environnements résidentiels,  commerciaux et de 
ĺ industrie légère  

I EC  61 000-6-2,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques – 
Normes d'immunité pour les environnements industriels 

IEC  61 000-6-4,  Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques – 
Norme sur l'émission pour les environnements industriels 

IEC 61 01 0-2-201 :–2,  Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage,  de 
régulation et de laboratoire – Partie 2-201: Exigences particulières pour les équipements de 
commande 

IEC  61 1 31 - 1 ,  Automates programmables – Partie 1: Informations générales 

IEC  61 1 31 -3,  Automates programmables – Partie 3: Langages de programmation 

IEC  61 1 31 -9,  Automates programmables – Partie 9: Interface de communication numérique 
point à point pour petits capteurs et actionneurs (SDCI)  

I EC  TR  61 1 31 -4,  Programmable controllers – Part 4: User guidelines (d i spon ible  en  ang lais  
seu lem ent)  

IEC  61 1 58  ( tou tes  l es  part ies) ,  Réseaux de communication industriels – Spécifications des 
bus de terrain 

___________ 
2  En  cou rs  d 'é laborat i on .  S tade  au  m om ent  de  l a  pu bl i cati on :  I EC/ADI S  61 01 0-2-201 :201 6.  
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I EC  61 784 ( tou tes  les  parti es) ,  Réseaux de communication industriels – Profils 

ISO 7000,  Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Symboles enregistrés (d ispon ible  
sur h ttp: //www. iso. org /obp)  

ANSI /I SA-50.00. 01 - 1 975  – (R201 2) ,  Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial 
Process Instruments (d ispon ible  en  ang lais  seu lem ent)  

HCF_SPEC-1 3,  HART (Highway Addressable Remote Transducer) Communication Protocol 
Specification,  Rev 7.5 (d i spon ible  en  ang lais  seu lem ent)  

3 Termes,  défin i tions,  abréviations,  acronymes,  conventions et  symboles  

3. 1  Termes  et  défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t  docum ent,  l es  term es  et  les  déf in i t ions  de  l ' I EC  61 1 31 -1 ,  ai ns i  
que  l es  su i van ts,  s 'appl i quen t.  

L' I SO  et  l ' I EC  t i ennent  à j our des  bases  de  données  term inolog iques  desti nées  à être  u t i l i sées  
en  norm al isation ,  consu l tables  aux  adresses  su i vantes:  

•  I EC  E lectroped ia:  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www. electroped ia.org /  

•  I SO On l ine  browsing  platform :  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

3.1 . 1   
température  ambiante  
tem pérature,  déterm inée  dans  des  cond i t ions  spéci f i ées,  de  l 'ai r  envi ronnan t  l ' équ ipem en t  

3.1 .2   
entrée  analog ique 
apparei l  qu i  converti t  un  s i gnal  con ti nu  en  un  nom bre  b inai re  com portan t  p lus ieu rs  é lém ents  
binai res,  qu i  est  valorisé  de  m an ière  d iscrète  pour être  u t i l i sé  par la  conf igurati on  de  
l 'équ ipem ent  de  comm ande  

3.1 .3   
sorti e  analog ique  
apparei l  qu i  convert i t  u n  nom bre  b inai re  com portan t  p l us ieurs  é lém ents  b inai res  i ssus  de  la  
conf igurati on  de  l 'équ ipem ent  de  comm ande,  en  un  s i gnal  conti nu  

3.1 .4   
batterie  
source  d 'al im en tation  é lectroch im ique  qu i  peu t  être  rechargeable  ou  non  rechargeable  

3.1 .5   
absorption  de  courant  
propriété  de  recevoi r  du  courant  

3.1 .6   
émission  de  courant  
propriété  d 'ém ettre  du  couran t  

3.1 .7   
réseau  d ’al imentation  en  courant  continu  
réseau  d ’al im en tation  é lectri que  locale  en  courant  con ti nu  dans  l ’ i n frastructure  d ’un  s i te  ou  
d ’un  bâtim ent  e t  qu i  est  desti né  à être  u ti l i sé  par  un  ou  p lusieurs  types  d ’équ ipem ents  
d i fférents  en  garan tissan t  une  al im en tation  é lectri que  i ndépendante  des  cond i t i ons  du  réseau  
publ ic  d ’al im en tation  é lectri que  

http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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Note  1  à  l ' art i cl e:  Les  réseau x d 'al im entati on  en  courant  con t i nu  de  1 25  V  et  de  400  V  u t i l i sés  dans  des  
appl i cati ons  te l l es  qu e  des  centrales  é l ectri qu es  pu bl i ques ,  des  sou rces  d 'al im entat i on  sans  i n terrupt i on  pou r  
radars  u t i l i sés  dans  l es  aéroports  ou  pou r appl i cat i ons  de  té l écom m un icat i ons,  etc.  son t  des  exem ples  de  réseau  
d 'al im en tati on  en  courant  con t i nu .  Des  basses  tens i ons,  te l l es  que  24  V  ou  48  V  en  cou ran t  con ti nu ,  par exem ple,  
ne  son t  pas  adaptées  à  l a  d i s tri bu t i on ,  en  rai son  de  pertes  par chu te  de  hau te  tens ion .  Ces  sources  d 'al im en tati on  
à  basse  tens i on  ne  son t  de  ce  fai t  pas  cons idérées  comm e des  réseau x d 'al i m en tati on  en  cou ran t  con t i nu .  

3. 1 .8   
entrée  numérique  
apparei l  qu i  convert i t  u n  s i gnal ,  pri ncipalem ent  à  deux états ,  en  un  nom bre  bi nai re  à un  seu l  
b i t  

3. 1 .9   
sortie  numérique  
apparei l  qu i  convert i t  un  nom bre  b inai re  à u n  seu l  b i t  en  un  s ignal  à  deux  états  

3. 1 . 1 0   
terre  
m asse conductrice  de  l a Terre  dont  l e  potentie l  é lectrique  en  chaque  po in t  est  pris ,  par  
convention ,  égal  à  zéro  

[SOURCE:  IEC  60050-1 95: 1 998, 1 95-01 -01 ]  

3. 1 . 1 1   
CEM  
compatibi l i té  électromagnétique 
apti tude  d 'un  apparei l  ou  d 'un  systèm e à foncti onner dans  son  envi ronnem ent  
é lectrom agnétique  de  façon  satisfaisante  et  sans  produ i re  l u i -m êm e des  pertu rbations  
é lectrom agnétiques  i n tolérables  pour  tou t  ce  qu i  se  trouve  dans  cet  envi ronnem ent  

[SOURCE:  IEC  60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -07]  

3. 1 . 1 2   
équ ipement  sous  enveloppe 
équ ipem ent qu i  com porte  une  enveloppe  dotée  d 'une  foncti on  de  sécuri té  ou  une  com binaison  
associan t  une  enveloppe  dotée  d 'une  foncti on  de  sécuri té  ai ns i  que  des  d isposi t i fs  
d ' instal l at i on  recouvrant  tou tes  ses  faces  latérales,  à  l ' excepti on  de  sa surface  de  m ontage  
parfois ,  destiné  à em pêcher l e  personnel  de  toucher accidentel l em ent des  part i es  acti ves  
dangereuses,  des  parti es  chaudes  ou  en  m ouvem ent à l ' i n téri eur de  l 'équ ipem en t e t  qu i  
sati sfai t  aux  exi gences  de  ri g id i té  m écan ique,  d ' i n flam m abi l i té  et  de  s tabi l i té  (s i  appl icable)  

Note  1  à  l ' art i c l e:  Les  équ i pem ents  portables  et  l es  équ ipem ents  tenus  en  m ain  son t  des  exem ples  d 'équ ipem ent  
sous  enveloppe.  

[SOURCE:  IEC  61 01 0-2-201 :–,  3 . 1 02]  

3.1 . 1 3   
enveloppe 
encein te  assuran t  l e  type  et  l e  degré  de  protecti on  approprié  pour  l 'appl ication  prévue  

[SOU RCE:  IEC  60050-1 95: 1 998,  1 95-02-35]  

3.1 . 1 4   
équ ipement  à  l 'essai  
EUT 
configurati on(s)  représen tati ve(s) ,  défi n ie(s)  par l e  constructeur,  u t i l i sée(s)  pour l es  essais  de  
type  (vo i r  4 . 2)  

Note  1  à  l 'art i c l e:  L’abréviat i on  « EUT»  est  déri vée  du  term e  ang l ai s  dével oppé  correspondant  « equ i pm ent  under  
test»  
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3.1 . 1 5   
raccordement  à  l ' instal lation  
câblage  de  l 'équ ipem en t de  comm ande,  qu i  n 'est  pas  i nstal lé  dans  l es  l ocaux du  fabrican t  de  
l ' équ ipem en t de  comm ande  

Note  1  à  l 'art i cl e:  Les  câbl ages  d 'al im en tati on ,  ai ns i  que  l es  câblag es  d 'en trée  et  de  sort i e  anal og i ques  et  
num éri ques  son t  des  exem ples  de  raccordem ents  à  l ' i nstal l at i on .  

Note  2  à  l 'art i c l e:  Le  câblag e  (p.  ex. :  câbl ag e  préassem blé  ou  m ou lé)  réal i sé  par l e  fabri cant  de  l ' équ ipem ent  de  
comm ande  n 'est  pas  cons i déré  comm e un  raccordem ent  à  l ' i n stal l at i on .  

[SOURCE:  IEC  61 01 0-2-201 :–,  3 . 1 05]  

3.1 . 1 6   
matériel  i nstal l é  à  poste fixe  
m atérie l  é l ectri que  scel lé  à  un  support  ou  f i xé  d 'une  au tre  m an ière  à un  endro i t  précis  

[SOU RCE:  IEC  60050-826:2004,  826-1 6-07]  

3. 1 . 1 7   
terre  fonctionnel le  
un  ou  pl us ieurs  po in ts  d ’un  réseau ,  d ’une  i nstal l ati on  ou  d ’un  m atérie l  u ti l i sés  pou r une  
connexion  à  l a  terre,  pou r des  raisons  au tres  que  l a  sécuri té  é lectrique  

3. 1 . 1 8   
matériel  portati f  (à  main)  
m atérie l  é lectri que  prévu  pour  être  tenu  à  l a  m ain  en  usage  norm al  

[SOURCE:  IEC  60050-826:2004,  826-1 6-05]  

3. 1 . 1 9   
immuni té ,  <à une  perturbation>  
apti tude  d 'un  d isposi t i f,  d 'un  appare i l  ou  d 'un  systèm e à fonctionner sans  dégradation  en  
présence  d 'une  perturbati on  é lectrom agnétique  

Note  1  à  l ’ art i c l e:  N 'est  pas  u t i l i sée  dans  cette  norm e exclus i vem ent  pou r l a  CEM.  Cette  déf i n i t i on  peu t  ég alem ent  
se  rapporter,  par exem ple,  au x  vi brat i ons,  à  l ' h um id i té,  etc.  

[SOURCE:  IEC  60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -20]  

3. 1 .20   
essai  de  type d ' immuni té  
essai  d ' immuni té  
essai  de  type,  véri f i an t  que  l e  foncti onnem ent de  l 'équ ipem ent n 'est  pas  al téré  par  
l 'appl ication  des  g randeurs  d ' i n f l uence  spéci f i ées,  et  qu i  sont  prévues  pour approcher l es  
cond i t i ons  d 'une  explo i tat i on  norm ale  

3. 1 .21   
i n terface  
l im i te  partagée  entre  un  équ ipem en t de  com m ande  donné  et  un  au tre  équ ipem ent de  
comm ande,  ou  en tre  des  part ies  d 'un  équ ipem en t de  com m ande,  par laquel le  des  
i n form ations  ou  l 'énerg ie  é lectrique  sont  transm ises  

3. 1 .22   
i solés ,  <appare i l s ,  c i rcu i ts>  
apparei l s  ou  ci rcu i ts  sans  l i aison  galvan ique  entre  eux  
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3.1 .23   
modu le  
partie  de  l ' équ ipem en t  de  com m ande con tenan t  une  (des)  foncti on(s)  i den ti f iée(s)  
(processeur,  en trée  analog ique,  etc. ) ,  qu i  peu t  (peuvent)  être  i nsérée(s)  dans  une  carte  m ère  
( fond  de  pan ier)  ou  dans  un  châss is  

3.1 .24   
modu le  mu l t ivoie  
m odu le  con tenant  de  m u l t i ples  i n terfaces  d 'en trée  et/ou  de  sorti e  de  s i gnaux,  l esquel l es  
peuven t  être  i so lées  ou  non  l 'une  de  l 'au tre  

3.1 .25   
u ti l isation  normale  
fonctionnem en t,  y com pris  en  atten te,  selon  l es  i nstructi ons  d 'u ti l i sat ion  ou  dans  l es  
cond i t i ons  tri viales  prévues  

Note  1  à  l ’ art i c l e:  Les  cond i t i ons  norm ales  de  servi ce  son t  i n d i qu ées  à  l 'Art i c l e  5 .  

3. 1 .26   
équ ipement  ouvert  
équ ipem en t qu i  ne  protège  pas  l e  personnel  contre  un  con tact  accidentel  des  parti es  acti ves  
dangereuses  ou  des  parti es  en  m ouvem ent à l ' i n térieur de  l ' équ ipem en t et  qu i  ne  satisfai t  pas  
aux  exi gences  de  ri g i d i té  m écan ique,  d ' i n fl amm abi l i té  e t  de  la  stabi l i té  (s i  appl icable)  

[SOURCE:  IEC  61 01 0-2-201 :–,  3 . 1 07]  

3. 1 .27   
opérateur 
personne  comm andan t  et  su rvei l l an t  une  m ach ine  ou  un  processus  par l ' i n term éd iai re  d 'une  
IH M  re l iée  à  l 'équ ipem en t de  comm ande  

Note  1  à  l ' art i cl e:  L'opérateu r ne  m od i f i e  pas  l a  con fi gu rati on  m atéri e l l e  de  l 'équ i pem ent  de  comm ande,  n i  l e  
l og i ci e l  ou  l e  prog ram m e appl i cat i on .  Un  équ ipem ent  de  comm ande  n 'est  pas  desti né  à  être  u t i l i sé  par du  
personnel  n on  form é.  

Note  2  à  l 'art i cl e:  L'opérateu r est  censé  être  avert i  des  dangers  générau x exi stan t  dans  un  envi ronnem ent  
i ndustri e l .  

3. 1 .28   
catégorie de surtension ,  <d 'un  ci rcu i t  ou  dans  un  réseau  é lectri que>  
classi f ication  basée  sur l a  l im i tati on  (ou  l a  m aîtri se)  des  valeurs  potentie l l es  de  su rtens ions  
trans i to i res  se  produ isant  dans  un  c i rcu i t  (ou  dans  un  réseau  é lectri que  ayan t  d i fféren tes  
tens ions  nom inales)  et  foncti on  des  m oyens  u ti l i sés  pour ag i r  sur l es  su rtensions  

Note  1  à  l ' art i cl e:  Dans  un  réseau  é l ectri que,  l a  trans i t i on  d 'u ne  catég ori e  de  su rtens ion  à  u ne  catég ori e  i n féri eu re  
est  obtenue  par des  m oyens  appropri és  sat i sfai san t  au x exi gences  rel at i ves  au x i n terfaces.  Ces  exi gences  
rel at i ves  aux i n terfaces  peu ven t  être  sat i sfai tes  par un  d i sposi t i f  de  protecti on  con tre  l es  su rtens ions  ou  u n  réseau  
d ' im pédances  séri e-paral l è l e  capable  de  d i ss iper,  d 'absorber  ou  de  dévier l 'énerg i e  du  cou ran t  de  po i n te  associé,  
pou r ram ener l a  valeur de  l a  su rtens ion  t rans i to i re  à  ce l l e  de  l a  catég ori e  de  su rtens ion  i n féri eu re  sou hai tée.  

Note  2  à  l 'art i cl e:  L'équ i pem ent  couvert  par cette  norm e  est  desti né  à  être  u t i l i sé  con form ém ent  à  l a  catégori e  de  
su rtens i on  I I .  

3. 1 .29   
instal lation  permanente  
partie  de  l ' équ ipem ent de  com m ande  qu i  ne  peu t  être  connectée  à ce lu i -ci  ou  en  être  
déconnectée  qu ’à  l 'aide  d 'un  ou ti l  
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3.1 .30   
accès,  porte  
poin t  d 'un  d ispos i ti f  ou  d 'un  réseau  où  de  l 'énerg ie  é lectrom agnéti que  ou  des  s i gnaux  
é lectrom agnéti ques  peuven t  ê tre  fou rn is  ou  recuei l l i s ,  ou  b i en  où  l 'on  peut  observer ou  
m esurer des  g randeu rs  

Note  1  à  l ’ art i c l e:  Term e pl us  généralem ent  u t i l i sé  en  m ati ère  de  CEM.  

[SOURCE:  I EC  60050-1 31 :2002,  1 31 -1 2-60,  m odi f i é  – Le  con tenu  de  l a  Note  1  à  l 'arti cl e  a été  
m od i f i é. ]  

3.1 .31   
équ ipement  portable  
équ ipem en t conçu  pour  ê tre  tenu  à  la  m ain  et  non  f ixe  l ors  d 'une  u t i l i sat ion  norm ale  

3.1 .32   
réseau  électrique publ ic  
al im en tati on  par  l es  conducteurs/le  réseau  é lectri que  du  réseau  de  d istribu ti on  publ ic  

3.1 .33   
courant  total  de  sortie ,  <d 'un  m odu le  de  sortie>  
courant  qu 'un  m odu le  m u l t i vo ie,  fonctionnan t  su i vant  l a  com binaison  des  cond i t i ons  de  
foncti onnem ent  norm al  l a  pl us  défavorable,  peu t  produ i re  sans  qu 'aucune  de  ses  parti es  
( i solati on ,  bornes,  part i es  conductrices  accessibles ,  etc. )  ne  dépasse  l es  l im i tes  de  
tem pérature  spéci fi ées  

Note  1  à  l 'art i c l e:  Pou r u n  m odu le  m u l t i voi e,  l e  cou ran t  total  de  sort i e  est  généralem ent  i n féri eu r  à  l a  som m e des  
courants  de  sort i e  des  vo i es.  

3. 1 .34   
essai  de type 
essai  de  conform i té  effectué  sur  une  ou  p lus ieurs  en t i tés  représentati ves  de  l a producti on  

[SOURCE:  IEC  60050-1 51 :2001 ,  1 51 - 1 6-1 6]  

3. 1 .35   
un i té  
assem blage  i n tégré  (pouvan t  com porter des  m odu les  i nsérés  ou  connectés  à l ' i n térieur  de  
l 'ensem ble)  et  qu i  est  connecté  à  d 'au tres  un i tés  à l ' i n téri eur de  l ' équ ipem ent de  comm ande  
au  m oyen  de  câbles  pour des  un i tés  i nstal lées  en  perm anence  et  de  câbles  ou  d 'au tres  
m oyens  dans  le  cas  d 'un i tés  portables  

3. 1 .36   
essai  de  type de  robustesse  
essai  de  robustesse  
essai  de  type  pour véri f i er  que  l 'appl ication  de  g randeurs  d ' i n fl uence  plus  sévères  à  
l 'équ ipem ent n 'affecte  pas  sa capaci té  à  accom pl i r  l a  m ission  prévue  

3.2  Abréviations,  acronymes,  conventions  et  symboles  

Acronyme  Description  

a.c.  ou  « AC»  pour  « couran t  al ternati f»  

BCD  Binary-Coded  Decim al  (systèm e décim al  codé  en  b inai re)  

BI OS  Basic  I npu t/Ou tpu t  System  (systèm e de  base  d 'en trée/sortie)  

CDN  Coupl i ng /Decoupl i ng  Network (systèm e de  couplage  et  de  découplage)  

CI SPR  Com i té  I n ternati onal  Spécial  des  Perturbati ons  Rad ioélectri ques  (CI SPR;  
Eng l i sh :  Special  I n ternational  Comm i ttee  On  Rad io  I n terference)  
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CMRR Com m on-Mode Rejection  Ratio  (rapport  de  réjecti on  de  m ode  comm un)  

CMV Com m on-Mode Vol tage  ( tens ion  de  m ode  com m un)  

d . c.  ou  « DC»  pour « courant  con tinu»  

DCS  D is tribu ted  Con trol  System  (systèm e de  comm ande d istri bué)  

DI N  Deutsches  I nsti tu t  fü r  Norm ung  ( I nsti tu t  al l em and  de  norm al isati on )  

CEM  Com patibi l i té  é lectrom agnétique  

EMI  E lectrom agnetic  I n terference  (brou i l lage  é lectrom agnéti que)  

ESD  E lectrostatic  D ischarge  (décharge  é lectrostatique)  

UE  Un ion  européenne  

EUT Equ ipm ent  Under Test  (équ ipem ent  à  l ' essai )  

FDI S  Final  Draft  I n ternational  Standard  (projet  f i nal  de  norm e i n ternati onale)  

FF Foundation  F ieldbus  

HART H ighway Addressable  Rem ote  Transducer  ( transducteur à d is tance  
adressable  par bus)  

IH M  I n terface  hom m e-m ach ine  

E/S  Entrée/Sort i e  

IEC  I n ternati onal  E lectrotechn ical  Com m ission  (Comm ission  E lectrotechn ique  
I n ternati onale)  

IEEE  I nsti tu te  of  E lectrical  and  E lectron ics  Eng ineers  

VEI  Vocabu lai re  E lectrotechn ique  I n ternational  

ISO  Organ isation  i n ternati onale  de  norm al isation  

LSB  Least  S ign i f icant  Bi t  (B i t  de  po ids  faible)  

MOV Metal  Oxide  Varis tor (varistance  à  oxyde  m étal l i que)  

MTBF Mean  Tim e Between  Fai l u res  (durée  m oyenne  de  bon  fonctionnem ent)  

NC  Norm al l y C losed  (norm alem ent  ferm é)  

ND  Non  défi n i  

NO  Norm al l y Open  (norm alem ent ouvert)  

ODVA ODVA,  I nc.  (anciennem ent  « Open  DeviceNet  Vendor’s  Associat i on» )  

SE  Systèm e d 'explo i tat ion  

OTH  Operating  Tem perature  & Hum id i ty ( tem pérature  de  foncti onnem ent  et  
hum id i té)  

PAC  Program m able  Au tom ation  Con tro l ler (au tom ate  program m able  i ndustri e l )  

PADT  Program m ing  and  Debugg ing  Too l  (ou ti l  de  program m ation  et  de  m ise  au  
po in t)  

PAS  Publ ic l y Avai lable  Speci fi cati on  (Spéci fi cati on  publ i quem ent d ispon ible)  

PC   Personal  com puter  (Ord inateur  personnel )  

TBTP Très  basse  tens ion  de  protection  

PVBF  Procédures  de  véri f ication  de  bon  fonctionnem ent  

AP  Autom ate  programm able  

PNO Profi bus  Nu tzerorgan isati on  

PS  Power Suppl y (al im en tation)  

RC  Res is tor  Capaci tor  ( rés istance-condensateur)  

RIOS   Rem ote  I npu t/Outpu t  Stati on  (s tat ion  d 'en trée/sorti e  déportée)  

RMS Root  Mean  Square  (valeur quadrati que  m oyenne)  (valeu r effi cace)  
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RTD  Res is ti ve  Tem perature  Device  (d isposi t i f  therm ique  rés isti f)  

SC  Sous-com i té  

SDCI  S ing le-drop D ig i tal  Comm unicati on  I n terface  ( I n terface  de  comm un ication  
num érique  poin t  à  po in t)  

SDL Shu t  Down  Lim i t  ( l im i te  d ' i n terruption)  

TBTS Très  basse  tens ion  de  sécuri té  

STH  Storage  Tem perature  & Hum id i ty ( tem pérature  de  stockage  et  hum id i té)  

TC  Therm ocouple  

TE  Test  Equ ipm ent  (équ ipem ent  d 'essai )  

TTH  Transportation  Tem perature  & H um id i ty ( températu re  de  transport  e t  
hum id i té)  

TM  Therm al  Modu le  (m odu le  therm ique)  

USB  Un iversal  serial  bus  (Bus  séri e  un i versel )  

4 Conformi té et  essais  de type 

4. 1  Conformi té à  l a  présente norme 

La conform i té  à  la  présente  norm e peu t  ê tre  revend iquée  de  d i fférentes  façons.  

1 )  Conform i té  totale  à  la  présen te  norm e:  

« conform e  à l ' I EC  61 1 31 -2»  

S ign i f i e  l a  con form i té  de  l 'équ ipem ent  à  tous  l es  arti c les  de  l a  norm e.  

2)  Conform i té  à  l ’ énoncé  d ’un  ou  de  pl us ieurs  art ic les,  par  exem ple:  

« Conform e à  l 'Artic le  9  de  l ' I EC  61 1 31 -2: -»  ou  

« Conform e  à  6. 2  et  à  l ’Article  9  de  l ' I EC  61 1 31 -2: -»  

S ign i f i e  l a  con form i té  de  l 'équ ipem ent  aux  seu ls  arti cl es  ou  paragraphes  énoncés.  

3)  Conform i té  à  u n  énoncé  de  foncti onnal i té,  par  exem ple:  

« Fonctionnal i té :  Entrée  num érique  de  type  3  conform ém ent  à  l ' I EC 61 1 31 -2»  et/ou  

« Plage  de  tem pératures  am bian tes:  plage  com pri se  entre  0  °C  et  60  °C  conform ém ent  à  
l ' IEC  61 1 31 -2»  

S ign i f i e  l a  conform i té  de  l 'équ ipem en t à l 'é lém en t de  foncti onnal i té  énoncé  te l  que  défi n i  
dans  l a  présen te  norm e.  

L'Art ic le  7,  Exi gences  re lati ves  à  l a  com patibi l i té  é l ectrom agnéti que  (CEM) ,  consti tue  une  
excepti on .  La  conform i té  de  tous  l es  équ ipem ents  à cet  art i cle  est  obl igato i re.  

Lorsque  l e  constructeur est  au torisé  à choi s i r  parm i  pl usieurs  opti ons  de  cond i t i ons  norm ales  
de  service,  ses  catalogues  et/ou  f i ches  techn iques  do ivent  i nd i quer clai rem ent  l ' opt i on  
d 'évaluati on  de  l 'équ ipem ent.  Cette  d ispos i t i on  s 'appl i que  par exem ple  aux plages  de  
tem pératu res  am biantes ,  aux classes  de  sévéri té  des  creux de  tens ion  (PS1  ou  PS2  par  
exem ple)  et  aux  types  d 'en trées  num ériques  (Type  1  ou  Type  3  par exem ple) .  

4.2  Essais  de type  

4.2. 1  Général i tés  

L'obj ecti f  de  4. 2  est  de  déf in i r  le  m ode  de  véri f i cation  de  l a  con form i té  de  l 'équ ipem ent  de  
comm ande et  des  périphériques  associés  aux  exi gences  énoncées  dans  l a  présente  norm e.  
Cette  véri f i cati on  de  conform i té  i ncl u t:  

a)  une  véri f i cation  par des  essais  de  type  donnés  dans  l es  art ic l es  appropriés;  
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b)  une  véri f i cation  par examen ,  i nspection  visuel l e  e t/ou  m esurage  appropriés.  

Ces  essai s  sont  des  essais  de  qual i f icati on  et  non  des  essais  re lati fs  aux  m odes  d 'u t i l i sation  
de  l 'équ ipem ent  de  comm ande.  Conform ém ent  au  dom aine  d 'appl icati on  de  l a présente  
norm e,  l a  véri f ication  de  conform i té  ci -dessus  peu t  ne  pas  couvri r  l a  véri f i cati on  de  l a capaci té  
de  l 'équ ipem ent de  comm ande à  satisfai re  aux  exi gences  prévues  de  l ' équ ipem ent de  
comm ande au tom atisé.  

NOTE  Les  péri phéri ques  qu i  ne  re lèvent  pas  du  dom aine  d 'appl i cat i on  de  l a  présen te  norm e  u t i l i sés  dans  l e  
m êm e  envi ronnem ent  que  l 'équ ipem ent  de  com m ande  peu ven t  être  éval ués  selon  l es  m êmes  exi gences  qu e  cel u i -
ci .  

I l  do i t  ê tre  noté  qu ’un  essai  de  type  est  censé  s ’appl i quer à  u n  appare i l  c ib le ,  à  savoi r  
l ' équ ipem en t à l 'essai  (EUT) .  Cependant,  dans  ce  con texte,  l e  term e « EUT»  peut  dés igner  
l ' équ ipem en t à l 'essai ,  l ' apparei l  c ib le  s im ple  (par exem ple,  u n  m odu le  seu l )  ou  ce  m êm e 
apparei l  c ib le  s im ple  comm e part ie  i n tégrante  d 'un  EUT pour essai  (par exem ple,  un  m odu le,  
une  al im en tation ,  un  m odu le  de  com m unication  et  une  baie) .  

4.2.2  Équ ipement  à  soumettre à  l 'essai  (équ ipement  à  l 'essai /EUT)  

Les  équ ipem ents  de  com m ande re levant  du  dom aine  d 'appl ication  de  la présen te  norm e  sont  
u t i l i sés  dans  un  g rand  nom bre  d ’appl icati ons  d i fféren tes .  Les  conceptions  m odu lai res  de  la  
p lupart  des  équ ipem en ts  de  com m ande ains i  que  l a large  gamm e d 'E/S déportées  
com binables,  de  PC industrie ls  et  d ’ i n terfaces  hom m e-m ach ine  engendren t  un  très  l arge  
éven tai l  de  conf igu rations  de  réseaux.  Pour des  raisons  prati ques  évidentes,  dans  la  p l upart  
des  cas,  les  essais  de  type  ne  peuvent  pas  être  réal i sés  sur un  EUT i den tique  aux  systèm es  
réal isés  par l ' u ti l i sateur.  Une  évaluati on  techn ique  est  alors  nécessai re.  Par conséquent,  l e  
constructeu r do i t  défi n i r  l es  EUT et  docum enter l e  p lan  des  essais  et  l es  programm es  des  
essais  correspondan ts  pour  satisfai re  aux  principes  su ivan ts.  

La com binaison  des  essais/EUT/programm es  d 'essai  doi t  ê tre  te l l e  qu ' i l  peu t  être  
raisonnablem ent  envisagé  que  tou te  confi gurati on  réal i sée  par  l 'u t i l i sateur,  se lon  l es  
spéci f i cations  et  l es  i nstructi ons  d ' i nstal l ation  du  constructeu r,  sati sfasse  aux  m êm es  essais  
et  foncti onne  correctem ent  en  explo i tation  norm ale  pour  laquel l e  ces  essai s  sont  prévus.  

Sauf  spéci f i cation  con trai re  dans  l a présente  norm e,  l e  constructeur  peu t  décider d 'u t i l i ser  
p lus ieu rs  EUT pour  atte i ndre  l es  obj ecti fs  d 'un  essai  de  type  donné.  
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NOTE  Les  l ettres  u t i l i sées  à  l a  Fi gu re  2  (par exem ple,  E ,  F,  Be)  son t  défi n i es  dans  l a  l égende  de  l a  Fi g ure  7.  

Figure 2  – Exemple de  configurations  d 'EUT 

Chaque partie  secondai re  de  l 'EUT te l l e  que  représen tée  à l a  F igure  2 ,  peu t  consti tuer un  
EUT,  représenté  com m e l es  EUT A,  B,  C,  D ,  E  et/ou  F.  Pour act i ver l es  d i fféren ts  accès,  
caractéristi ques,  capaci tés,  etc.  de  chaque  EU T,  l e  constructeu r peu t  déf in i r  des  sous-
systèm es,  et  l es  d i fférents  EUT son t  soum is  à  l 'essai  tour  à  tou r.  

Un  seu l  sous-systèm e est  en  essai  à  un  m om ent donné,  l es  au tres  sous-systèm es  étan t  
cons idérés  comm e des  équ ipem ents  auxi l iai res.  

Exem ples:  

a)  pour  soum ettre  l 'EUT A à  un  essai  d ' im m un i té  aux vibrations,  l es  équ ipem en ts  des  au tres  
EUT peuvent  être  connectés ,  m ais  ne  font  pas  parti e  du  banc d 'essai .  

b)  pour véri f i er  l ' im m uni té  aux pertu rbations  é lectriques  de  l 'EUT,  le  constructeur peu t  chois i r  
parm i  l es  opti ons  su i van tes,  en  fonction  de  l eur  appl icabi l i té:  

1 )  réal iser  u n  seu l  EUT g lobal  com prenant  l es  PADT / équ ipem ent  d 'essai  (TE)  / RI OS,  et  
véri f i er  l 'ensem ble  de  la  conf igurati on ;  ou  

2)  déf in i r  une  séri e  d 'EUT plus  s im ples  (par exem ple  un  EUT sans  aucun  PADT / TE  /  
RIOS,  et  u n  seu l  PADT,  une  seu le  RIOS,  un  seu l  PADT et  un  seu l  TE,  ou  tou te  au tre  
série  de  com binaisons  parti e l les  de  ceux-ci  ayan t  un  sens) ,  m ais  stim u lan t  en  
conséquence  l es  accès  appropriés  de  chaque  EUT avec une  partie  des  équ ipem en ts  
du  banc d 'essai  ( les  équ ipem ents  de  l aborato i re  nécessai res  pour soum ettre  à  l 'essai  
l 'EUT)  comm e l e  feraien t  l es  PADT / TE  / RI OS absen ts.  Pour des  raisons  prati ques,  le  
constructeu r peu t  chois i r  d 'u ti l i ser des  PADT / TE  / RI OS  réels  pour s tim u ler  l es  accès  
de  l 'EUT.  

S i  un  trop  g rand  nom bre  de  fam i l les  do i t  être  i ncl us  dans  un  seu l  EUT,  l e  constructeur doi t  
déf in i r  p l us ieurs  EUT comm e su i t:  

IEC  

Les  i n terfaces/accès  représentés  son t  censés  représenter l es  l i ai sons  pri ncipales/des  exem ples  de  l i ai sons,  
et  non  tou tes  l es  l i a i sons.  La pl upart  des  EUT on t  p l us ieu rs  i n terfaces/accès  act i fs  pendan t  l es  essai s  

Les  d i spos i t i fs  et  
s i gn au x  à  i n terface  
n e  re l èven t  pas  du  
dom ain e  
d ’ appl i cat i on  d e  l a  
n orm e,  m ai s  peu ven t  
être  u t i l i sés  pou r  l es  
essai s  de  type  F  E  C et  D  I n terfaces/Accès  

Alimentation  des 
équipements  

Alimentation  
d’E/S  

Appare i l s  
t i ers  

Capteurs 
and  

actionneurs  

EU T A  EU T C  EU T D  EU T F  

EU T E  EU T B  

Bus à extension  
locale  

Bus à extension  
locale  

≤3  m  ≤3  m  

Bai e  à  
exten s i on  

l ocal e  
Équipement 

de 
commande  

Bai e  à  
exten s i on  l ocal e  

Al im en tat i on  
au xi l i ai re  E xtens i on  

d ’E /S  
déportées  

E/S  
déportées  

I H M  
Outi ls de 

programmation  et 
de mise au  point  

AI  AI  

Lim i te  du  dom aine  
d ’appl i cati on  de  l a  
présen te  norm e  

E  I n terfaces/Accès  
Be  AI  K  F  E  

J  

Ar  
Bus à extension  

locale ≤3 m  

Données,  al im entat i on ,  etc.  i n terconnexions  
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– Pour l ' essai  de  type  d 'une  fam i l l e  avec des  m odu les  très  sem blables  (c'est-à-d i re  une  
fam i l l e  consti tuée  de  m odu les  u ti l i san t  l e  m êm e schém a et  l a  m êm e fabricati on  de  base  et  
don t  l e  nom bre  d 'en trées  et  de  sort ies  consti tue,  par exem ple,  l a  pri ncipale  d i fférence) ,  l e  
constructeu r peu t  chois i r  de  n ' incl u re  dans  l 'EUT qu 'un  m em bre  de  l a fam i l l e  cho is i  
arbi trai rem ent.  S i  l 'essai  de  type  dépend  des  d i fférences  entre  l es  m odu les,  un  seu l  
m em bre  de  l a  fam i l l e  ne  do i t  alors  pas  être  u t i l i sé.  

– Des  options  appropriées  du  catalogue  du  constructeur  te l l es  que  l es  al im en tations  
é lectriques,  la  ou  les  m ém oi res  de  l 'appl ication ,  le  ou  les  processeurs ,  etc.  doivent  être  
u t i l i sées  pour constru i re  l e  ou  l es  EUT concernés.  

– S i  une  extens ion  de  bus  locale  fai t  parti e  de  l 'EUT,  et  s i  sa l ongueur de  câble  m axim ale  
est  i n férieure  ou  égale  à  3  m ,  e l le  est  cons idérée  comm e un  bus  i n terne  à l 'équ ipem ent.  
En  tant  que  te l l e,  e l l e  ne  do i t  pas  être  cons idérée  comm e un  accès  d 'essai .  

– S i  une  extens ion  de  bus  locale  fai t  part ie  de  l 'EUT et  est  capable  de  p i l oter des  câbles  
d 'une  longueur supérieu re  à 3  m ,  alors  seu le  une  extrém i té  de  la  l i aison  fai t  parti e  de  
l 'EUT et  est  cons idérée  comm e un  accès  de  comm unicati on .  

S i  un  EUT représentant  un  équ ipem ent  de  commande ou  des  Entrées/Sorties  (E/S)  déportées  
(RIOS)  est  de  s tructure  m odu lai re,  i l  do i t  sati sfai re  aux  exigences  m in im ales  su i van tes:  

– Tous  l es  types  de  m odu les  do i ven t  être  représen tés  dans  une  ou  p lus ieurs  configurati ons  
d 'EUT dans  l esquel les  tou te  com binaison  de  m odu les  est  adm issible.  

– Tous  l es  types  de  m odu les  do i ven t  ê tre  confi gurés  dans  l es  EUT et  soum is  à l 'essai  au  
m oins  une  fo is .  

NOTE  I l  peu t  être  appropri é  de  ten i r  com pte  des  cri tères  s tat i s t i ques  basés  su r des  échan ti l l ons  l o rsqu ' i l  exi ste  un  
g rand  nom bre  d 'E/S  (par exem ple,  >  1 00) .  

Au  m oins  un  accès  E/S  de  chaque  type  ou  un  nom bre  représen tati f  d 'accès  E/S  de  l 'EUT 
do ivent  être  connectés  et  fonctionnels .  

Les  m odes  foncti onnels  représentati fs  do iven t  être  sélecti onnés  com pte  tenu  du  fai t  que  
seu les  l es  fonctions  l es  p lus  typiques  de  l 'équ ipem en t peuvent  ê tre  soum ises  à  l 'essai .  

L'EUT do i t  être  soum is  à l 'essai  conform ém ent aux l i gnes  d i rectrices  d ' instal lat i on  du  
constructeu r.  

Tous  l es  essais  do i ven t  être  réal isés  d 'une  m an ière  bien  défi n ie  et  reproductib le.  

L'EUT est  p lacé  sur  l e  s i te  d 'essai  spéci f ié  (par exem ple,  encein te,  bâtim ent)  et  tou t  
équ ipem en t de  sou ti en  aux essais  do i t  être  s i tué  hors  de  l 'envi ronnem en t d 'essai .  

Tous  l es  câbles  d 'entrée/sorti e  do i vent  être  norm alem en t rebouclés  pou r l e  contrô le  et  les  
essais  e t/ou  l eu rs  extrém i tés  do i ven t  com porter  une  charge.  

Pour l es  EUT avec E/S  m u l ti vo ies,  la  concepti on  des  ci rcu i ts  do i t  ê tre  exam inée  af in  de  
déterm iner la  s i tuati on  d 'essai  l a  p l us  défavorable.  Les  états  « sous  tens ion»  et  « hors  
tens ion» ,  ai ns i  que  la  plage  des  charges  adm ises  do ivent  ê tre  véri f i és  par essai .  

Certains  essais  peuven t  faci lem ent  c ibler un  seu l  artic l e,  d 'au tres  conviennen t  m ieux à un  
ensem ble  d 'art ic les  conf i gurés  ensem ble.  L'équ ipem ent  à soum ettre  à l 'essai  do i t  ref léter  
cette  nécess i té.  Vo i r  l es  art i cl es  d 'essais  spéci f iques  pour des  recom m andations  re lat i ves  aux  
EUT.  

Lorsque  de  nouvel les  un i tés/nouveaux m odu les  sont  i n trodu i ts  après  l a  publ icati on  i n i t i ale  
d 'un  catalogue  d 'équ ipem ents  de  com m ande  ayan t  déj à satisfai t  aux  essais  réal i sés  
con form ém ent  à la  présen te  norm e,  des  EUT  plus  s im ples  que  ceux  u t i l i sés  à  l 'ori g i ne  
peuven t  être  défi n is .  Cette  opération  n 'est  adm issible  que  s i  ces  EUT et  l es  program m es 
d 'essai  associés  fourn is  par l e  constructeur perm ettent  une  véri f ication  correcte,  com m e s i  
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ces  nouvel les  un i tés/nouveaux m odu les  avaien t  été  soum is  à l ' essai  dans  les  EUT soum is  à  
l ’essai  à  l 'ori g ine.  

Sauf  spéci f i cation  contrai re  dans  l a  présen te  norm e,  l e  constructeur peu t  décider  de  réal iser  
chaque  essai  de  type  sur u n  nouvel  EUT ou  de  réal i ser  p lus ieu rs  essais  de  type  
success ivem en t sur l e  m êm e EUT.  

I l  peu t  ê tre  déterm iné,  à  part i r  de  l 'exam en  des  caractérist i ques  é lectri ques  et  de  l 'u t i l i sation  
d 'un  apparei l  part icu l i er,  que  certains  essais  son t  i nadéquats  et  donc i nu t i l es.  Dans  ces  cas,  i l  
est  nécessai re  de  cons igner  dans  le  rapport  d ’essai  la  décis i on  et  l a  j usti f ication  de  ne  pas  
réal i ser ces  essais .  

4.2.3  Fonctions  spéciales pour l es  essais  de  CEM  

Les  accès  de  com m unicati on  do i vent  être  connectés  comm e dans  des  cond i t ions  d 'u ti l i sati on  
norm ale  pour  l 'essai  de  décharge  é lectrostati que.  

Le  Tableau  1  énum ère  les  cri tères  de  réuss i te/échec.  

4.2.4  Cond i tions  des  essais  de robustesse  

En  général ,  i l  convient  de  soum ettre  un  m odu le  à l ' essai  seu l .  I l  convient  de  fai re  référence  
aux paragraphes  trai tant  des  essais  de  robustesse  dans  un  bu t  spéci f ique.  Vo i r  5 . 2. 1 ,  5 . 3. 4,  
5. 4. 4,  6. 2. 2 .6 ,  6. 3 . 2 . 1 ,  6. 3 . 2. 3 ,  6. 4. 4. 5.3 ,  6 . 4. 5. 1 0 . 4,  6 . 4. 6. 1 0. 4  et  6 . 5. 6. 6 .  

4.2.5  Essais  cl imatiques  

Les  essais  sont  effectués  su r  des  équ ipem ents  non  cond i ti onnés.  

Les  com posants  sens ibles  à l a  tem pérature  qu i  son t  norm alem ent  en tretenus  et  reti rés  par l e  
personnel  d 'en treti en  peuven t  être  reti rés  s i  l e  constructeur  le  dem ande.  

Les  essais  c l im ati ques  son t  réal isés  sur l a  base  des  norm es  appl i cables  de  l a série  
IEC  60068.  

4.2.6  Véri fi cation  de  l a  fonctionnal i té  en  fonction  de  la  température  

4.2.6.1  Méthode générale  

Cette  m éthode  d 'essai  perm et de  véri f i er  l a  foncti onnal i té  de  l 'équ ipem en t  en  foncti on  de  la  
tem pérature,  par  exem ple  l es  caractéristi ques  E/S  analog iques.  

Cette  véri f icati on  n 'est  pas  exi gée  s ' i l  peu t  être  dém ontré  et  docum enté  que  la p lage  de  
tem pératures  n 'a  aucune  i n fl uence  sur l 'équ ipem ent.  

L'équ ipem ent  doi t  être  m onté  dans  sa pos i t i on /ori entation  la  m oins  favorable  à  une  
tem pérature  am biante  égale  à  sa tem pérature  am biante  ass ignée  m axim ale  ou  m in im ale.  

L'EUT do i t  être  confi guré  de  m an ière  à  produ i re  une  d iss ipati on  therm ique  la  m oins  favorable.  
I l  do i t  ê tre  noté  qu 'une  s i tuation  l a  m oins  favorable  peu t  être  auss i  b i en  une  s i tuation  de  
chaleur qu 'une  s i tuation  de  fro id  (c'est-à-d i re  une  d iss ipati on  l a  pl us  é levée  ou  l a  p l us  faible) .  
Cette  d iss ipation  peu t  être  provoquée  par  une  com binaison  donnée  de  courant  de  charge,  
tens ion  d 'entrée,  fréquence  d 'en trée,  cycle  de  service  E/S,  etc.  

La d im ens ion  du  câblage  do i t  ê tre  l a  p lus  peti te  poss ible  et  adaptée  au  courant  ass igné  
m axim al  de  l 'EUT conform ém ent  aux i nstructions  du  constructeur.  
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L'envi ronnem ent  du  local /de  l 'encein te/du  caisson  d 'essai  ( l a d im ension  ne  consti tue  pas  un  
cri tère  d 'essai )  qu i  en tou re  l 'EUT ne  do i t  pas  être  soum is  à une  ci rcu lati on  d 'ai r  provoquée  par  
des  sources  ne  faisant  pas  part ie  i n tégran te  de  l 'équ ipem ent.  I l  do i t  en  fai t  s 'ag i r  d 'un  
envi ronnem ent à convection  natu rel le .  Voi r  Fi gu re  3.  

NOTE  1  Pou r rédu i re  et  b l oquer u ne  c i rcu l at i on  d 'ai r  forcée  dans  un  l ocal  d 'essai  ou  u ne  ence in te  cl im ati qu e  
au tou r de  l 'EUT,  ce  dern ier peu t  être  pl acé  dans  u n  cai sson  d 'essai  part i e l l em ent  ou  en t i èrem ent  ferm é  qu i  perm et  
une  c i rcu lati on  d 'ai r  /  convecti on  natu rel l e  provoquée  un i qu em ent  par l 'EUT.  I l  es t  égal em ent  poss ible  d 'u t i l i ser des  
barri ères  const i tu ées  d ' un  m atéri au  adapté  au tou r de  l 'EUT afi n  de  b l oquer tou te  c i rcu lati on  d 'ai r.  

 

Figure 3  – Envi ronnement  général  d 'essai  de  température  

Les  tem pératures  sont  mesurées  une  fo is  l es  cond i t i ons  de  rég im e perm anen t  atte in tes .  

S' i l  est  prévu  que  l 'EUT foncti onne  com m e une  enti té  au tonom e,  i l  do i t  ê tre  soum is  à l 'essai  
en  tan t  que  te l ,  par exem ple  une  I H M  ou  un  comm utateur/rou teur de  communicati ons  
au tonom e.  Voi r  4 . 2 .  

S ' i l  n 'est  pas  prévu  que  l 'EUT fonctionne  comm e une  en ti té  au tonome,  par exem ple  l e  
m odu le  E/S  d 'un  systèm e à équ ipem en t m odu lai re,  un  EUT représentati f  do i t  alors  être  u t i l i sé  
pour l es  essais.  Cet  EU T doi t  représen ter une  com binaison  de  cond i t i ons  pratiques  la m oins  
favorable  pour  l 'équ ipem en t à  l 'essai .  Vo i r  4 . 2.  

NOTE  2  L'expression  « com bi nai son  de  cond i t i ons  prat i qu es  l a  m oi ns  favorable»  dés i gne  une  s i tuati on  réal i s te  
pou r l aquel l e  l 'EUT peu t  être  u t i l i sé  dans  u ne  appl i cat i on  réel l e,  et  non  u ne  com binai son  théori que  j am ais  u t i l i sée  
dans  l a  prati qu e.  

Cette  com binaison  prati que  la m oins  favorable  do i t  correspondre,  au  m in im um ,  aux  é lém ents  
nécessai res  au  fonctionnem ent de  l 'EUT,  par exem ple  l 'al im entati on ,  l e  m odu le  de  
comm unication  (m odu les  therm iques  représentés  à l a  F i gure  4)  et  l 'EUT proprem ent  d i t.  Les  
deux  côtés  de  l 'EUT do iven t  être  en tourés,  conform ém ent à  la  docum entati on  du  constructeur,  
de  m odu les  réels  ou  d 'un  « m odu le  de  s im u lat i on»  (m odu le  therm iquem ent représen tati f ,  
m odu les  therm iques  représen tés  à l a  F igure  4)  qu i  représen ten t  l ' envi ronnem ent therm ique  l e  
p lus  défavorable  pour l 'EUT.  En  d ’au tres  term es,  l 'aj ou t  d 'un  pl us  g rand  nom bre  de  m odu les  
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au tour de  l 'EUT ne  provoque  pas  une  augm entation  de  tem pérature  supplém entai re  de  l ’EUT.  
Le  rapport  d 'essai  do i t  j u sti f ier  la  configu ration  d 'essai .  

NOTE  3  Un  exem ple  de  con fi gurat i on  d ' essai  d 'un  EUT à  m odu l e  E/S  d ' un  systèm e  m odu l ai re  peu t  se  présenter  
comm e su i t:  

•  l 'EUT (m odu l e  E/S) ,  

•  u ne  al im en tati on ,  

•  u n  m odu le  de  com m un icat i on ,  

•  t ro i s  m odu les  E /S  du  m êm e type  foncti onnan t  à  pl e i ne  charge,  placés  à  g auche  de  l 'EU T,  

•  t ro i s  m odu les  E /S  du  m êm e  type  fonct i onnant  à  p l e i ne  charge,  p lacés  à  d roi te  de  l 'EUT,  et  

•  l 'aj ou t  d ' un  pl us  g rand  nom bre  de  m odu les  E/S  à  gauche  ou  à  d ro i te  n ' en traîne  pas  u ne  variat i on  de  l a  
tem pératu re  de  l 'EUT.  

Pour  l es  équ ipem ents  aérés,  qu i  son t  refro id is  par convection  d 'ai r  naturel l e ,  l a  tem pérature  
am bian te  est  l a  tem pérature  de  l 'ai r  en trant  à  un  po in t  s i tué  à m oins  de  50  mm  et  à  25  mm  ou  
plus  du  p lan  du  po in t  d 'entrée  du  débi t  d 'ai r  de  l ' équ ipem ent.  Vo i r  Fi gure  4 .  Les  po in ts  d1 ,  d2  
et  d3  représentés  à l a  F igu re  4,  consti tuen t  l es  po in ts  de  m esure  poss ibles.  I l  convien t  de  
cons idérer  comm e l a tem pérature  am biante  l e  po in t  présen tan t  l a  tem pérature  la  pl us  basse.  

 

Figure 4  – Équ ipement  aéré  

NOTE  4  Les  évents  son t  des  ouvertu res  i n ten ti onne l l es  assu ran t  l a  c i rcu lati on  de  l ' ai r  dans  l 'équ ipem ent  à  des  
f i ns  de  refroi d i ssem ent  et  n on  pas  des  éven ts  accessoi res,  par exem ple,  u n  arbre  de  comm utat i on  ou  des  
ouvertu res  à  pri se  de  com m un icati on .  

Pour les  équ ipem ents  non  aérés  qu i  son t  refroi d is  par convecti on  d 'ai r  natu rel le,  l a  
tem pérature  am bian te  est  l a  tem pérature  de  l 'ai r  à  une  d istance  de  m oins  de  50  m m  et  à  
25  mm  ou  pl us  de  l 'équ ipem en t,  su r un  p lan  hori zontal  s i tué  au  po in t  m éd ian  vertical  de  
l ’équ ipem ent.  Vo i r  F igure  5.  Les  po in ts  d2  à  d5  représen tés  à  la  F i gure  5,  consti tuen t  l es  
po in ts  de  m esure  poss ibles.  I l  convien t  de  considérer com m e tem pératu re  am biante  l e  po in t  
présentant  l a  tem pérature  l a p lus  basse.  
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I l  peu t  ne  pas  être  pratique  d 'u t i l i ser certains  po in ts  de  m esure  du  fai t  des  exi gences  de  
m ontage.  

 

Figure 5  – Équ ipement  non  aéré  

4.2.6.2  Méthode particu l ière,  équ ipement  monté sur panneau  

Un  équ ipem ent  m onté  sur panneau  nécess i te  de  ten i r  com pte  de  certai ns  é lém ents  
part icu l i ers,  voi r  F i gu re  6 .  

Dans  ce  cas ,  une  part i e  de  l ' équ ipem ent (EUTa)  peu t  se  s i tuer dans  un  envi ronnem ent 
am bian t  donné,  par  exem ple,  envi ronnem en t  am bian t  #1  et  l es  parti es  restantes  de  
l ' équ ipem ent  (EUTb)  peuven t  se  s i tuer dans  un  au tre  envi ronnem ent  am biant,  par exem ple  
envi ronnem en t am biant  #2.  Les  techn iques  de  constructi on  de  l 'envi ronnem ent  peuvent  être  
très  d i fféren tes ,  par exem ple  (par référence  à la  Fi gu re  6)  u n  équ ipem ent ouvert/aéré  dans  
l 'envi ronnem ent  am bian t  #1  et  un  équ ipem ent ferm é/non  aéré  dans  l 'envi ronnem ent  
am bian t  #2.  

I l  convient  de  noter qu ' i l  peu t  s 'avérer nécessai re  d 'appl iquer ces  deux  envi ronnem ents  
d i fférents  de  m an ière  s im u l tanée  afi n  d 'assurer des  condi t ions  l es  m oins  favorables.  

Chaque  parti e  de  l ' équ ipem ent  (EUTa  et  EUTb)  do i t  fai re  l 'objet  d 'une  évaluation  séparém ent  
se lon  son  propre  envi ronnem en t.  

La m éthode  générale  décri te  en  4 . 2. 6. 1  concernant  l es  cond i t i ons  d 'essai  et  l a  con figurati on ,  
l ' orien tation ,  etc.  de  l 'EU T la  m oins  favorable  doi t  être  appl i quée.  

Trois  m éthodes  part icu l ières  d 'essai  d 'un  équ ipem ent  m on té  sur pann eau  son t  proposées:  

a)  L'équ ipem ent  do i t  ê tre  m onté  de  sorte  que  l es  deux  part ies  (EUTa  e t  EUTb)  de  l 'EUT 
so ient  soum ises  à l eurs  envi ronnem ents  spéci f iques.  

NOTE  1  Cette  s i tuat i on  donne  l es  résu l tats  l es  pl us  exacts ,  m ai s  représen te  l a  s i tuat i on  l a  p l us  d i ff i c i l e  à  
établ i r  pou r un  essai .  
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b)  L'EUT com plet  (EUTa+  EUTb)  doi t  ê tre  m onté  dans  un  seu l  envi ronnem ent  qu i  do i t  
correspondre  à  l 'envi ronnem ent  don t  la  tem pérature  est  l a  p l us  é levée.  Les  tem pératu res  
de  la  part ie  de  l 'EUT à  l a  température  l a  p l us  basse  son t  par ai l l eurs  corrigées  par l a  
d i fférence  en tre  l a  tem pérature  am bian te  ass ignée  m axim ale  de  l 'EUT et  la  tem pérature  
am bian te  d 'essai  rée l le .  

EXEMPLE  1  S i  l a  tem pératu re  am biante  ass i g née  m axim ale  de  l 'EUTa  =  60  °C  et  l a  tem pératu re  am biante  
ass i gnée  m axim ale  de  l 'EUTb  =  50  °C,  l 'essai  sera  effectu é  à  u ne  tem pératu re  am bian te  d 'essai  =  60  °C.  Les  
tem pératu res  u t i l i sées  pou r l 'EUTb  son t  corri g ées  par –1 0  °C  (50  °C  à  60  °C) .  

NOTE  2  Cette  m éthode  n 'est  pas  auss i  exacte  que  l a  m éthode  a)  m ai s  génère  des  résu l tats  prudents  par  
rapport  à  l a  m éthode  c) .  

c)  L'EUT com plet  (EUTa+  EUTb)  doi t  ê tre  m onté  dans  un  seu l  envi ronnem ent  qu i  do i t  
correspondre  à l 'envi ronnem ent  don t  la  tem pératu re  est  la  pl us  basse.  Les  tem pératures  
de  l a parti e  de  l 'EUT à l a  tem pérature  l a  p lus  é levée  son t  par ai l leurs  corrigées  par la  
d i fférence  en tre  l a  tem pérature  am bian te  ass ignée  m axim ale  de  l 'EUT et  la  tem pérature  
am bian te  d 'essai  réel le .  

EXEMPLE  2  S i  l a  tem pératu re  am biante  ass i g née  m axim ale  de  l 'EUTa  =  60  °C  et  l a  tem pératu re  am biante  
ass i gnée  m axim ale  de  l 'EUTb  =  50  °C,  l 'essai  sera  effectu é  à  u ne  tem pératu re  am bian te  d 'essai  =  50  °C.  Les  
tem pératu res  u t i l i sées  pou r l 'EUTa  son t  corri g ées  par +1 0  °C  (60  °C  à  50  °C) .  

NOTE  3  Cette  m éthode  n 'est  pas  auss i  exacte  qu e  l a  m éthode  a)  et  ne  g énère  pas  de  résu l tats  pru dents  par  
rapport  à  l a  m éthode  b) .  

 

Figure 6  – Équ ipement  monté su r panneau  dont  l 'extension  traverse la  paroi  d 'un  coffret  

4.2.6.3  Méthode particu l ière,  équ ipement  de g randes d imensions  ou  de poids  élevé  

I l  es t  poss ible  de  soum ettre  à  l 'essai  à  tem pérature  am bian te  un  équ ipem ent  d e  très  g randes  
d im ens ions  ou  de  po ids  très  é levé  s i  l es  tem pératures  m esurées  sont  corri gées  par  l a  
d i fférence  entre  l a  tem pérature  am biante  ass ignée  m axim ale  de  l 'EUT et  l a  tem pérature  
am bian te  réel l e  du  l ocal  d 'essai .  

L'appl ication  de  cette  m éthode  do i t  se  tradu i re  par  des  j usti f ications  dans  le  rapport  d 'essai .  

IEC  

Paroi  de  l ’ envel oppe  su r 
l aqu el l e  un  équ i pem ent  
m onté  su r panneau  est  
assem blé  

X  
d1  

X  
d2  

La pl us  g rande  part i e  des  
c i rcu i ts  de  l ’ équ i pem ent  peu t  
se  s i tuer à  l ’ i n téri eur de  
l ’ envel oppe  et  est  de  ce  fai t  
soum ise  à  l ’ envi ronnem ent  
am bian t  #1  

I nstrum ent(s)  
param étri qu e(s )  et  
d ’en reg i strem ent  de  l a  
tem pératu re  

N OTE :  Les  é l ém en ts  en  rou g e  se  s i tuen t  en t i è rem en t  à  l ’ i n té ri eu r  de  l ‘ envel oppe  
g ri se  e t  l ’ é l ém en t  ve rt  est  i n stal l é  d ans  l a  paro i  de  l ’ en vel oppe  g ri se  

X  d5  X  d4  

La su rface  de  l ’ écran  de  
l ’ équ ipem ent  se  s i tue  à  
l ’ extéri eu r de  l ’ enve loppe  
et  est  de  ce  fai t  soum ise  
à  l ’ envi ronnem ent  
am biant  #2  Envi ronnem ent  

am biant  #1  de  l ’EUT  
Envi ronnem ent  
am biant  #2  de  l ’EUT  

 Paro i  de  panneau  

X  
d1  
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4.2.7  Procédure  de véri fication  

Les  essais  de  type  do iven t  être  réal isés  sur le  ou  l es  EUT défi n is  en  4. 2. 2  et  4 . 2 . 3  sauf  
spéci f ication  contrai re  dans  l e  présent  docum en t.  

Pour  chaque  essai ,  l e  constructeur do i t :  

•  spéci f ier  la  conf igurati on ,  son  i nstal lation  et  ses  connexions  externes;  

•  fourn i r  l es  programm es  d 'essai  qu i  do iven t  être  exécu tés  au  cours  de  l 'essai ;  

•  fourn i r  l a  procédure  de  véri f icat i on  de  bon  foncti onnem ent,  y com pris ,  par  exem ple,  l a  
m éthode  de  m esure  de  l 'exacti tude  et  des  écarts  trans i to i res  des  E/S  analog iques.  

Les  programm es  d 'essai  appropriés  et  l es  procédures  de  véri f ication  de  bon  foncti onnem ent  
fourn is  par  l e  constructeu r do iven t  sat isfai re  aux  exi gences  données  en  4. 2 .8 .  

4.2.8  Exigences  relatives  aux programmes d 'essai  et  aux procédures de  véri fication  
de  bon  fonctionnement  (PVBF)  à  fourn i r  par  l e  constructeur 

Au  cou rs  des  essais  de  type,  i l  ne  do i t  pas  y avoi r:  

•  de  destruction  du  m atérie l ;  

•  de  m od i fi cati on  du  systèm e d 'explo i tat ion  et  des  programm es  d 'essai  et/ou  al tération  de  
l eur  exécution ;  

•  de  m od i fi cati on  fortu i te  du  systèm e et  des  données  d 'appl icati on  m ém orisées  ou  
échangées;  

•  de  com portem ent errati que  ou  in tem pesti f  de  l 'EUT;  

•  d 'écart  des  E/S  analog iques  hors  des  l im i tes  spéci f i ées  au  po in t  4  du  Tableau  48  et  au  
po in t  3  du  Tableau  52.  

Toutes  les  foncti ons  et  parties  concernées  de  l 'EUT (c’est-à-d i re  un i tés  et  m odu les)  do i vent  
foncti onner de  m an ière  à acti ver l es  voies  d 'accès  aux  i n form ations  vers/à parti r  de  ces  
foncti ons  et  parti es .  

Toutes  l es  vo ies  d 'E/S  et  de  com m unication  de  l 'EUT doivent  ê tre  acti vées.  

I l  est  acceptable  d 'appl i quer des  cri tères  stat ist i ques  basés  sur  des  échan ti l l ons ,  pour un  
g rand  nom bre  d 'E/S,  etc.  (par  exem ple  >  1 00) .  

L'essai  de  type  n 'est  pas  censé  véri f i er  chaque  m ode de  foncti onnem ent ou  chaque  capaci té  
poss ible  d 'un  EUT.  L'essai  de  type  a pour objecti f  d 'acti ver  l 'EUT aux  l im i tes  de  son  ou  ses  
m odes  de  foncti onnem ent et/ou  sa ou  ses  capaci tés.  Une  évaluation  techn ique  est  par  
conséquent  nécessai re  pour  défi n i r  à  l a  fo is  l a  conf igurati on  de  l 'essai  et  l a  véri f i cati on  af in  
d ’en  dém on trer l a  capaci té  g l obale.  Cette  évaluation  ne  véri f i e  tou tefo is  pas  tou tes  l es  
poss ibi l i tés,  c'est-à-d i re  qu 'e l l e  ne  com prend  pas  un  ensem ble  pratique  d 'essais  et  de  
résu l tats.  

La l i s te  non  exhausti ve  su i vante  com porte  des  exem ples  d 'é lém ents  à prendre  en  
cons idération  pour défi n i r  l es  essais  de  type  par rapport  à  l 'acti vation  de  l 'EUT:  

a)  Confi guration  de  l ’EUT:  

•  m oyens  externes  et  i n ternes  de  com pte-rendu  des  i n form ations  d 'état;  

•  écrans;  

•  s i gnaux  d 'alarm e;  

•  reg is tres  de  résu l tats  d 'au to-essai ;  

•  E/S;  
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•  du rée  des  program m es  d 'essai ;  

•  m odes  de  foncti onnem ent,  par exem ple,  m ise  en  rou te,  i n terrupti on ,  reprise  à fro i d/à 
chaud/im m édiate,  exécution  norm ale;  

•  perform ances.  

b)  L'essai  de  type  do i t  se  concen trer su r l es  cond i t ions  les  m oins  favorables  de  l 'EUT,  af in  de  
véri f i er  ses  l im i tes  par essai .  D i fférentes  i nstal l ati ons  d 'essai  peuvent  par  conséquent  être  
nécessai res  pour véri f i er  l es  l im i tes  de  l 'EUT dans  des  cond i ti ons  CEM  ou  dans  des  
cond i t i ons  c l im atiques  par exem ple.  

c)  Le  m ode  et  l ' envi ronnem ent d ' i den ti f i cati on  poss ible  des  l im i tes  de  bon  foncti onnem ent  de  
chaque  EUT do ivent  fai re  l 'objet  d 'une  spéci fi cati on .  

4.2.9  Cri tères de  performances  CEM  

Cri tères  de  perform ances  de  l a m éthode  d 'essai  de  véri f ication .  

Tableau  1  – Cri tères  de  démonstration  des  performances   
d 'un  EUT en  présence de pertu rbations CEM  

Cri tère  de  performances  

Cri tère  Fonctionnement  

Au  cours  de  l 'essai  Après l 'essai  

A L'EUT do i t  con ti nuer à  foncti onner com m e prévu .  
Aucune  perte  de  foncti on  ou  de  perform ance,  
con form ém ent  au x PVBF (4. 2. 8)  

L'EUT do i t  con t i nuer à  fonct i onner com m e prévu .   

B  Dég radati on  des  perform ances  acceptée.  

Exem ples:  l es  val eu rs  analog iques  et  l es  tem ps  de  
retard  de  com m un icati on  vari en t  dans  des  l im i tesa  
spéci f i ées  par l e  constructeu r,  une  i nstabi l i té  des  
aff i chag es  I HM,  etc.  

Aucune  m od i f i cati on  de  m ode  de  foncti onnem ent.  

Exem ples:  perte  de  données  ou  erreurs  non  
corri gées  dans  l a  com m un icati on ,  m od i f i cat i ons  
i nvolon tai res  de  l ' état  des  E /S  num éri ques  perçues  
par l 'EUT ou  par l ’ i nstal l at i on  d 'essai ,  e tc.  

Aucune  perte  i rrévers ible  de  données  s tockées,  
con form ém ent  au x PVBF (4. 2. 8) .  

L'EUT do i t  con ti nuer à  foncti onner com m e prévu .  
La dég radati on  tem porai re  des  perform ances  doi t  
cesser d 'e l l e-m êm e.  

C  Perte  de  foncti ons  adm ise,  m ais  aucune  
destruct i on  de  m atéri e l  ou  de  l og i ci e l  (prog ram m e 
ou  données) .  

L'EUT do i t  con ti nuer à  fonct i onner 
au tom ati qu em ent  comm e prévu ,  après  repri se  
m anuel l e  ou  cou pu re/rétabl i ssem ent  de  
l 'al im entat i on .  

a   Voi r Tableau  48,  poi n t  4)  et  Tableau  52,  po i n t  3) .  

 

4.2. 1 0  Cond i tions  générales  d ' instal l ation/de  l aboratoi re  pour l es  essais  

Les  essais  do i ven t  être  effectués  conform ém ent à  l a  procédure  d 'essai  appropriée.  

Les  essais  do i ven t  ê tre  effectués  dans  l es  cond i ti ons  générales  d ’essai  i nd i quées  dans  l e  
Tableau  2 ,  à  l 'exception  des  essais  spéci f iés  avec d 'au tres  cond i t i ons  dans  l a présen te  
norm e,  par  exem ple,  essais  c l im ati ques  ou  essais  CEM  pour  l es  coupures  de  tens ion .  

Sauf  spéci f i cati on  con trai re,  aucun  ordre  n 'est  im posé  pour l es  essais  de  type.  
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Tableau  2  – Cond i tions générales  d ' instal lation /de  l aboratoi re  pour l es  essais  

Condi tion  d ’essai  Plage  

Tem pératu re  1 5  °C  à  35  °C  

Hum id i té  re lat i ve  ≤  75  %  

Press ion  barom étri qu e   86  kPa à 1 06  kPa (650  m m Hg  à 800  mm Hg)  

 

4.3  Rapport  d 'essai  

Un  rapport  d 'essai  do i t  ê tre  u t i l i sé  pour docum enter l a  conform i té  à l a  présente  norm e ou  à un  
art ic le  ou  paragraphe  spéci fi que  de  l a présen te  norm e  (vo i r  4. 1 ) .  

Le  rapport  d 'essai  do i t  référencer l a  présen te  norm e,  y com pris  la  vers ion  et  chaque  art ic le  
et/ou  paragraphe  ains i  que  l eurs  i n t i tu lés,  par rapport  à  laquel l e  l a  conform i té  est  revend iquée  
et  les  essais  on t  été  réal i sés.  

Le  cas  échéant,  les  d i fféren ts  essais  décri ts  dans  un  art i c le  et/ou  paragraphe  et  l es  valeurs  
auxquel les  l 'équ ipem ent  a  é té  soum is  à l 'essai  et/ou  l es  valeurs  m esurées  doivent  être  
i denti f iés .  

Le  rapport  d 'essai  do i t  com porter  tou tes  les  i n form ations  nécessai res  pou r reprodu i re  l 'essai .  
Les  i n form ations  su ivan tes  doivent  au  m in im um  être  enreg is trées:  

•  l ' i denti f ication  du  m atérie l  de  l 'EUT et  l es  éven tuels  équ ipem ents  associés  (par exem ple,  
parties  m odu lai res,  câblage,  etc. ) ,  y com pris  l es  vers ions  et/ou  l e  num éro  de  séri e;  

•  l ' i denti f ication  du  l og icie l  systèm e de  l 'EUT (par exem ple  BIOS)  e t  du  systèm e  
d ’explo i tat ion  (SE) ,  y com pris  les  vers ions  et/ou  l e  num éro  de  série;  

•  l ' i denti f i cation  de  l 'équ ipem ent d 'essai ,  y com pris  l e  num éro  de  m odèle,  l a  m arque  et  l es  
détai l s  d 'étalonnage;  

•  l es  cond i ti ons  cl im ati ques,  y com pris  l a  tem pérature,  l ' hum id i té  et  l a  pression  
atm osphérique;  

•  l es  j ust i f i cati ons  de  l ' u t i l i sati on  de  cette  com binai son  de  m atérie l  et  de  log i ci el ;  

•  l es  résu l tats  d 'essai  aussi  bi en  en  cas  de  réussi te  que  d ’échec,  l es  effets  sur l 'EUT 
pendan t/après  l 'essai ;  

•  l es  cond i t i ons  spéci fi ques  exi gées  pour  sati sfai re  à la  conform i té  (par exem ple,  
enveloppe,  b l i ndage,  m ise  à  l a  terre,  déclassem ents,  etc. ) .  

5 Condi tions normales de service et  exigences  

5. 1  Général i tés  

L'équ ipem ent  est  destiné  à  être  u t i l i sé  dans  un  envi ronnem ent  i ndustrie l .  

Les  cond i t i ons  de  service  com prennen t  l e  foncti onnem ent,  l e  transport  e t  l e  stockage.  

5.2  Cond i tions  de fonctionnement  et  exigences  

5.2. 1  Température ambiante et  humid i té  relat ive  

Le Tableau  3  défi n i t  un  ensem ble  recomm andé  d 'envi ronnem ents  d 'explo i tat ion  pour l es  
équ ipem en ts  re levan t  du  dom aine  d 'appl icati on .  

Des  au tom ates  AP/PAC,  l orsqu ' i l  s 'ag i t  d 'un  équ ipem en t ferm é,  doi vent  au  m in im um  être  
adaptés  à l a  tem pératu re  am biante  et  aux plages  d 'hum id i té  re lati ve  i nd iquées  com m e 
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envi ronnem en t d 'explo i tation  OTH2 (surl i gnage  en  vert  dans  l e  Tableau  3)  et  OTH3,  dans  l e  
cas  d 'un  équ ipem ent ouvert  (surl i gnage  en  bleu  dans  le  Tableau  3) .  

Tableau  3  – Envi ronnements  d 'exploi tation ,  température ambiante et  humid i té  relative  

Envi ronnement  
d 'exploi tation   

Type 
d 'équ ipe-

ment  

Température 
ambiante  
m in imale  

Température  
ambiante  
maximale  

Humid i té  
relati ve 
m in imale  

Humid i té  
relati ve  

maximalea  

Remarque 
concernan t  
l 'appl ication  

OTH1  Ferm é  20  °C  25  °C  20  % 75  %  par exem ple,  
équ i pem ent  
en ti èrem ent  

cl im ati sé,  DCS  

OTH2  Ferm é  5  °C  40  °C  5  %  85  %  par exem ple,  
PC  i ndustri e l  

OTH3  Ouvert  5  °C  55  °C  5  %  85  %  par exem ple,  
I HM,  AP,  PAC 

OTH4  Ouvert  0  °C  60  °C  1 0  % 95  %  par exem ple,  
AP  

OTH5  Ouvert  -25  °C  70  °C  1 0  % 1 00  %  par exem ple,  
AP,  d i spos i t i fs  

de  terrai n  

OTH6  Ferm é  -40  °C  70  °C  1 0  % 1 00  %   

Press ion  d 'ai r  absol ue  com pri se  en tre  79, 5  kPa au  m in im um  et  1 01 , 3  kPA au  m axim um .  

NOTE  1  Tableau  fondé  su r l es  précon i sati ons  de  l ' I EC  60721 -3-3  et  l 'expéri ence  acqu i se.  

NOTE  2  Les  l im i tes  de  tem pératu re  de  su rface  const i tuent  u n  concept  étro i tem ent  associé.  E l l es  son t  spéci f i ées  
au  1 0 . 1  de  l ’ I EC  61 01 0-2-201 : –.  

a  Dans  des  cond i t i ons  norm ales  de  fonct i onnem ent,  l 'équ ipem ent  n 'est  pas  desti né  à  foncti onner avec  une  
certai ne  condensati on .  

 

L'équ ipem en t peu t  égalem ent être  adapté  à  des  envi ronnem en ts  d 'explo i tat ion  étendus.  Se  
reporter  au  Tableau  3  pour des  envi ronnem en ts  com plém entai res.  

Le  type  d 'équ ipem ent  (ouvert  ou  ferm é)  ne  se  l im i te  pas  aux  seu ls  envi ronnem en ts  
d 'explo i tati on  énum érés,  par exem ple,  ferm é =  OTH2,  ouvert  =  OTH3.  Les  équ ipem ents  
peuven t  ê tre  conçus  égalem ent  pour d 'au tres  p lages,  par  exem ple,  ferm é =  OTH3.  

Les  exi gences  de  5 . 2. 1  son t  véri f i ées  conform ém ent  aux  exigences  de  l 'essai  d ' im m un i té  du  
Tableau  4,  du  Tableau  5 ,  du  Tableau  6  et  du  Tableau  7.  
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Tableau  4  – Essais  de robustesse à  l a  chaleur sèche et  essais  d ' immuni té  

 Robustesse  Immuni té  (Non  normati f:  
i n formati f  /  facu l tati f)  

Essai  de  référence  I EC  60068-2-2,  essai  Bb  I EC  60068-2-2,  essai  Be  

Précond i t i onnem ent  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rage  i n i t i al  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Cond i t i onnem ent  Al im entat i on  non  raccordée  Al im en tati on  raccordée  et  en  
fonct i onnem ent  

Tem pératu re  am bian teb  Valeu r m axim ale  

STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 ou  
STH5  °C  ±  2  Kd  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  ou  
TTH4 °C  ±  2  Ke  

Valeu r m axim ale  

OTH1 ,  OTH2,  OTH 3,  OTH 4, OTH5 
ou  OTH 6  °C  ±  2  Kc  

Du rée  de  l ' exposi t i on  1 6  h  ±  1  h  1 6  h  ±  1  h  

Mesu re  et/ou  charg e  au  cou rs  du  
cond i t i onnem ent  

Aucun  Ou i  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Aucun  Voi r  4. 2. 6  

Procédure  de  rétabl i ssem ent  

Tem ps  1  h  m in im um  -  

Cond i t i ons  c l im ati ques  Voi r  4 . 2 . 5  et  4 . 2 . 9a  

P récau ti on  part i cu l i ère  Pas  de  condensati ona  

Al im entat i on  Al im entat i on  raccordée  et  en  foncti onnem ent  

Mesu rages  f i nau x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

a  Tou te  l a  condensati on  i n terne  et  externe  do i t  être  é l im inée  par ven t i l at i on  avan t  de  reconnecter l 'EUT à une  
source  d 'al im entat i on .   

b  La  tem pératu re  am bian te  est  su rvei l l ée  pou r u n  équ ipem ent  ven ti l é  ou  non  vent i l é  te l  que  décri t  en  4. 2. 6. 1 .  
c  Vo i r  Tableau  3  
d  Vo i r  Tableau  1 3  
e  Vo i r  Tableau  1 4  
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Tableau  5  – Essai  de  robustesse au  froid  et  essais  d ' immuni té  

 Robustesse  Immuni té  (Non  normati f:  
i n formati f  /  facu l tati f)  

Essai  de  référence  I EC  60068-2-1 ,  essai  Ab  I EC  60068-2-1 ,  essai  Ae  

Précond i t i onnem ent  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Cond i t i onnem ent  Al im entat i on  non  raccordée  
Al im en tati on  raccordée  et  en  

fonct i onnem ent  

Tem pératu re  am bian teb  

Valeu r m in im ale  

STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 ou  
STH5  °C  ±  3  Kd  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  ou  
TTH4 °C  ±  3  Ke  

Valeu r m in im ale  

OTH1 ,  OTH2,  OTH 3,  OTH 4, OTH5 
ou  OTH 6  °C  ±  2  Kc  

Du rée  de  l ' exposi t i on  1 6  h  ±  1  h  1 6  h  ±  1  h  

Mesu re  et/ou  charg e  au  cou rs  du  
cond i t i onnem ent  Aucun  Ou i  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Aucun  Voi r  4. 2. 6  

Procédure  de  rétabl i ssem ent  

Tem ps  1  h  m in im um  -  

Cond i t i ons  c l im ati ques  Voi r  4 . 2 . 5  et  4 . 2 . 9a  

P récau ti on  part i cu l i ère  Pas  de  condensati ona  

Al im entat i on  Al im entat i on  raccordée  et  en  foncti onnem ent  

Mesu rages  f i nau x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

a  Tou te  l a  condensati on  i n terne  et  externe  do i t  être  é l im inée  par ven ti l at i on  avant  de  reconnecter l 'EUT à  une  
source  d 'al im entat i on .  

b  La  tem pératu re  am bian te  est  su rvei l l ée  pou r u n  équ ipem ent  ven t i l é  ou  non  ven ti l é  te l  que  décri t  en  4. 2. 6. 1 .  
c  Vo i r  Tableau  3  
d  Vo i r  Tableau  1 3  
e  Vo i r  Tableau  1 4  
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Tableau  6  – Variation  de température,  essais  de  robustesse  et  d ' immuni té  

 Essai  de  robustesse  Essai  d ' immuni té  

Essai  de  référence  I EC  60068-2-1 4,  essai  Na  I EC  60068-2-1 4,  essai  Nb  

Précond i t i onnem ent  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Cond i t i onnem ent  Al im en tati on  non  raccordée  Al im en tati on  raccordée  et  en  
foncti onnem ent  

Mesu rage  et/ou  charge  au  cou rs  
du  cond i t i onnem ent  

Aucun  Ou i c  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Aucun  Voi r  4. 2. 6  

Températu re  
ambian te  
m in im ale f  

Équ ipem ent  ouvert  STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 ou  STH5  °C  
±  3  Kg  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  ou  TTH4 °C  ±  3  Kh  

OTH3,  OTH4,  OTH 5 °C  ±  3  K f  

Équ ipem ent  ferm é  OTH1 ,  OTH2,  OTH 6 °C  ±  3  Kf  

Tem pératu re  
am biante  

m axim alee  

Équ ipem ent  ouvert  STH1 ,  STH2,  STH 3,  STH4 ou  STH5 °C  
±  2  Kg  

TTH1 ,  TTH 2,  TTH3  ou  TTH4 °C  ±  2  Kh  

OTH3,  OTH4,  OTH 5 °C  ±  3  K f  

Équ ipem ent  ferm é  OTH1 ,  OTH2,  OTH 6 °C  ±  3  Kf  

Tem ps  d 'exposi t i on  à  chaque  
tem pératu re  

3  h  ±  30  m in  

Tem ps  de  transport  Moi ns  de  3  m in   Non  appl i cabl e  

Vi tesse  de  vari ati on  de  l a  
tem pératu re  

Non  appl i cabl e  3  K/m in .  ±  0 , 6  K/m in .  

Nom bre  de  cycles  5  2  

Procédure  de  rétabl i ssem ent  

Tem ps  Moi ns  de  2  h  Non  appl i cabl e  

Cond i t i ons  cl im ati ques  Voi r  4. 2. 5  et  4. 2. 1 0d  Non  appl i cabl e  

Al im entat i on  Al im en tati on  raccordée  et  en  fonct i onnem ent  

Mesu rages  f i nau x  
a  b  

a  PVBF conform ém ent  au  4. 2. 8  ,  exécu tée  après  rétabl i ssem en t.  
b  PVBF conform ém ent  au  4. 2. 8  ,  exécu tée  pendan t  l ' essai .  
c  Charg e  selon  l es  spéci f i cati ons  du  produ i t,  y  com pri s  tou t  décl assem ent.  
d  Tou te  l a  condensati on  i n terne  et  externe  do i t  être  é l im i née  par ven ti l at i on  avan t  de  reconnecter l 'EUT à une  

sou rce  d 'al im en tati on .  
e  La  tem pératu re  am biante  est  su rvei l l ée  pou r u n  équ ipem ent  ven ti l é  ou  non  ven ti l é  te l  que  décri t  en  4. 2. 6. 1 .  
f  Voi r  Tableau  3  
g  Vo i r  Tableau  1 3  
h  Vo i r  Tableau  1 4  
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Tableau  7  – Essai  de  robustesse au  cycle  de  chaleur humide (1 2  +  1 2)  

 Essai  de  robustesse  
Essai  d ' immuni té  (Non  
normati f:  i n formati f  /  

facu l tati f)  

Essai  de  référence  I EC  60068-2-30,  essai  Db  

Varian te  2  

I EC  60068-2-78,  essai  Cab  

Précond i t i onnem ent  Conform ém ent  au x spéci f i cat i ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Cond i t i onnem ent  Al im en tati on  non  raccordée  et  sans  conteneu r 
de  cond i t i onnem ent  

EUT stabi l i sé  à  25  °C  ±  3  K avan t  l e  débu t  de  
l ’ essai  

Al im entat i on  raccordée  et  en  
fonct i onnem ent  

Mesu rage  et/ou  charg e  au  
cours  du  cond i t i onnem ent  

Aucun  Ou i  

Détai l s  de  m ontage/su pport  Aucun  Voi r  4. 2. 6  

Tem pératu re  am bian teb,  f  Valeu r m axim ale f  

STH1 ,  STH2  °C  ±  2  Kd  

TTH1 ,  TTH 2  °C  ±  2  Ke  

ou  

Tem pératu re  55  °C  ±  2  K  

Hum id i té  re lat i ve  95  % 

Valeu r m axim ale  

OTH1 ,  OTH2,  OTH 3  °C   
±  2  Kc  

ou  

Tem pératu re  30  °C  ±  2  K  

Hum id i té  re lati ve  93  % 

Nom bre  de  cycles  /  tem ps  2  /  (1 2  +  1 2)  h  1  /  1 6  h  

Durée  de  l a  procédu re  de  rétabl i ssem ent  

Cond i t i ons  cl im ati ques  Dans  l es  cond i t i ons  con trô lées  
spéci f i ées  dans  l ' I EC  60068-2-30a  

Dans  l es  cond i t i ons  con trôl ées  
spéci f i ées  dans  l ' I EC  60068-2-78a  

Al im en tati on  Après  rétabl i ssem ent:  Al im en tati on  raccordée  et  en  foncti onnem ent  

Mesu rages  f i nau x  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8,  réal i sé  dans  un  délai  de  30  m in  après  
rétabl i ssem ent  

a  Tou te  l a  condensati on  i n terne  et  externe  do i t  être  é l im inée  par ven t i l at i on  avant  de  reconnecter l 'EUT à  une  
source  d 'al im entat i on .  

b  La  tem pératu re  am bian te  est  su rvei l l ée  pou r u n  équ ipem ent  ven t i l é  ou  non  ven ti l é  te l  que  décri t  en  4. 2 . 6. 1 .  
c  Voi r  Tableau  3  
d  Voi r  Tableau  1 3  
e  Voi r  Tableau  1 4  

f  L’ essai  Db  de  l ' I EC  60068-2-30  spéci f i e  deu x tem pératu res  d 'essai .  La tem pératu re  supéri eu re  do i t  être  
atte i n te  dans  u n  dé lai  de  3  h  ±  30  m in .  

 

5.2.2  Al t i tude  

L'équ ipem en t do i t  pouvoi r  fonctionner j usqu 'à 2  000  m  (surl i gnage  en  vert  dans  le  Tableau  8)  
(pression  absolue  m in im ale  de  79, 5  kPa) .  

NOTE  La d i stance  d ’ i so lem ent  dans  l ’ ai r  en  est  un  concept  étro i tem ent  associé.  E l l e  est  spéci f i ée  en  6 . 7. 1 . 2  de  
l ’ I EC  61 01 0-1 : 201 0.  

Si  l 'équ ipem en t est  ass i gné  pour une  al t i tude  supérieure  à 2  000  m ,  l e  constructeu r do i t  
fou rn i r  des  i n form ations  de  déclassem ent  d 'al t i tude  analogues  à ce l l es  données  dans  l e  
Tableau  8.  Si  l e  constructeur ne  fourn i t  aucune  i n form ation ,  l e  Tableau  8  s 'appl ique.  
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Tableau  8  – Facteurs  de  mu l tipl ication  pour une température ambiante  de  
fonctionnement  des équ ipements  à  des  al ti tudes  jusqu 'à  5  000  m  

Al ti tude  
m  

Rapport  de  déclassement  pour  l a  températurea  

0  à 2  000b  1 , 0  

3  000  0 , 9  

4  000  0 , 8  

5  000  0 , 7  

Une  i n terpol ati on  l i néai re  en tre  l es  al t i tudes  est  adm ise.  

NOTE  Ces  facteu rs  com pensent  l a  réduct i on  de  capaci té  de  refro i d i ssem ent  de  
l 'ai r  à  des  al t i tudes  p l us  é l evées,  en  rai son  d 'u ne  densi té  rédu i te.  

a  Tem pératu re  ass i gnée  am bian te  des  équ ipem ents  à  une  al t i tu de  de  2  000  m  

b  L'au gm entati on  de  l a  press ion  atm osphéri que  et  de  l a  densi té  de  l ' ai r  est  
proport i onne l l e  à  l a  d im inu t i on  de  l 'al t i tude.  L'u t i l i sat i on  du  facteur de  
déclassem ent  pou r des  al t i tudes  com pri ses  en tre  0  m  et  2  000  m  en  dessous  du  
n i veau  de  l a  m er est  par conséquen t  cons idérée  com m e pruden te.  

 

EXEMPLE  1  S i  l a  tem pératu re  am bian te  de  fonct i onnem ent  de  l 'équ i pem ent  est  de  25  °C  à  une  al t i tu de  de  
2  000  m ,  cette  m êm e tem pératu re  à  un e  al t i tu de  de  5  000  m  =  25  °C  *  0 , 7  =  1 7, 5  °C.  

EXEMPLE  2  S i  l a  tem pératu re  am biante  de  fonct i onnem ent  de  l 'équ i pem ent  est  de  70  °C  à  une  al t i tu de  de  
2  000  m ,  cette  mêm e  tem pérature  à  une  al t i tu de  de  3  000  m  =  70  °C  *  0 , 9  =  63  °C.  

Les  essais  de  tem pératures  du  Tableau  4  e t  l 'exam en  des  m anuels  de  déclassem ents  des  
équ ipem en ts  conform émen t au  Tableau  8  perm etten t  de  véri f i er  l es  exi gences  de  5. 2. 2 .  

5.3  Cond i tions  d 'exploi tation  et  exigences  mécan iques  

5.3. 1  Général i tés  

L'expérience  ind ique  que  les  équ ipem ents  satisfaisant  à  ces  exi gences  conviennent  à u ne  
u t i l i sat ion  en  m i l ieu  i ndustri e l .  

Pour l es  besoins  de  l a  présente  norm e,  l es  cond i t i ons  d 'explo i tat ion  son t  i nd i rectem ent  
déf in i es  par l es  exi gences  su ivan tes  qu i  s 'appl i quen t  au  m atérie l  i ns tal l é  à  poste  f i xe,  ains i  
qu 'aux équ ipem ents  portables  non  cond i t ionnés  et  au  m atérie l  portati f  (à  m ain ) .  Ces  
exigences  ne  s 'appl iquen t  pas  aux  équ ipem en ts  qu i  com porten t  des  assem blages  ne  re levant  
pas  du  dom aine  d 'appl ication  de  la présente  norm e.  Le  m atériel  i nstal l é  à  poste  f i xe  fai t  parti e  
de  l ' i nstal l ation  perm anente.  

5.3.2  Vibrations  

Les  exi gences  en  m atière  d ' im m un i té  aux vibrati ons  pour les  équ ipem ents  relevan t  du  
dom aine  d 'appl ication  du  présen t  docum en t son t  i nd i quées  dans  l e  Tableau  9 .  

Tableau  9  – Cond i tions de vibrations sinusoïdales  

Dépl acem ent  Dépl acem ent  de  3 , 5  mm ,  am pl i tude  constan te,  5  ≤  f <  8 , 4  H z  

Accélérati on  Accélérat i on  de  1 0  m /s2  ( 1  g ) ,  am pl i tude  constan te,  8 , 4  ≤  f ≤  1 50  Hz  

Tou tes  l es  valeurs  d 'am pl i tude  son t  des  valeu rs  m axim ales .  

La fréqu ence  de  po i n t  de  ruptu re  doi t  être  aj ustée  pou r obten i r  un  passag e  l i sse  sans  d i scon ti nu i té,  de  l 'exi gence  
de  déplacem ent  à  am pl i tude  constan te  à  l ' exi gence  d 'accélérat i on  à  am pl i tu de  constante.  

NOTE  1  g  =  1 0  m /s2  
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Les  vibrations  sont  appl i quées  à chacun  des  3  axes  m utuel l em ent  perpend icu l ai res.  

Les  exi gences  de  5 . 3 .2  son t  véri f i ées  con form ém ent  au  Tableau  1 0.  

Tableau  1 0  – Essai  d ' immuni té  aux vibrations  

Essai  de  référence  IEC 60068-2-6,  Essai  Fc  

Précond i t i onnem ent  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Dépl acem ent  S i nusoïdal  

Am pl i tude/accélérat i on  des  vi brati ons  

5  Hz  ≤f<  8 , 4  H z  Dépl acem ent  de  3 , 5  mm crête ,  am pl i tude  constan te  

8 , 4  H z  ≤f≤  1 50  Hz  Accélérat i on  de  1 0  m /s2
crête ,  am pl i tude  constante  

Type  de  vi brati on  Balayag e,  au  rythm e de  1  octave/m in  (±  1 0  %)  

Durée  de  vi brat i on  
1 0  cycles  de  bal ayag e  par axe  su r chacun  des  3  axes  
m u tuel l em ent  perpend icu l ai res  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  au  cou rs  de  l ' essai  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Véri f i cat i on  après  l es  essai s  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

La fréquence  de  poi n t  de  ru ptu re  doi t  être  aj ustée  pou r obten i r  u n  passage  l i sse  sans  d i scon ti nu i té  de  l 'exi g ence  
de  déplacem ent  à  am pl i tude  constan te  à  l ' exi gence  d 'accélérati on  à  am pl i tu de  constante.  

 

5.3.3  Chocs  

Les  exigences  en  m atière  d ' imm un i té  aux chocs  concernan t  l es  équ ipem ents  relevan t  du  
dom aine  d 'appl ication  du  présen t  docum ent  consti tuent  des  excursions  occasionnel les  de  
1 50  m /s2  ( 1 5  g ) ,  1 1  m s,  choc sem i -si nusoïdal ,  su r chacun  des  3  axes  m utuel lem ent  
perpend icu lai res.  

Les  re lais  é lectrom écan iques  peuvent  tem porai rem ent répondre  à  des  chocs  de  1 50  m /s2  
( 1 5  g ) .  U n  dysfonctionnem ent  tem porai re  est  adm is  au  cours  de  l ' essai ,  m ais  i l  convient  que  
l 'équ ipem ent so i t  com plètem ent  foncti onnel  après  l 'essai .  

Les  exigences  de  5 . 3 . 3  son t  véri f i ées  conform ém ent  au  Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Essai  d ' immuni té  aux chocs  

Essai  de  référence  IEC 60068-2-27,  essai  Ea  

Précond i t i onnem ent  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Type  de  choc  Sem i -s i nusoïdal  

Sévéri té  du  choc  1 50  m /s2  ( 1 5  g )  valeu r de  crête ,  de  du rée  1 1  m s  

Appl i cat i on  Troi s  chocs  dans  chaqu e  d i rect i on  par axe  su r 3  axes  
m u tuel l ement  perpend icu l ai res  (1 8  chocs  au  total )  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cours  de  l ' essai  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Véri f i cati on  après  l es  essai s  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  
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5.3.4  Chutes  l ibres  (équ ipement  portable et  matériel  portat i f  (à  main))  

Les  exigences  d ' im m un i té  (dans  des  condi t i ons  d 'explo i tat ion)  e t  de  robustesse  (dans  des  
cond i t i ons  hors  explo i tati on)  concernan t  l es  chu tes  sont  i nd i quées  dans  l e  Tableau  1 2 .  

Les  essais  de  type  de  chu te  peuvent  être  com binés  à  l 'évaluation  de  sécuri té  conform ém ent  à  
l ' IEC  61 01 0-2-201 .  

L'essai  de  chu te  s 'appl i que  un iquem en t au  m atérie l  portati f  (à  m ain )  et  aux  équ ipem ents  
portables.  Des  essais  ne  son t  pas  exigés  pour l e  m atérie l  i ns tal l é  à  poste  f i xe.  

La norm e de  référence  est  l ' IEC  60068-2-31  (chu te  l i bre ,  procédure  1 ) .  

L'équ ipem ent à l 'essai  do i t  com porter un  ou  p lus ieurs  câbles  norm al isés  du  constructeur  
( l orsqu ' i l s  exis tent) .  

Les  chu tes  l ibres  peuven t  se  produ i re  su r tou te  arête,  tou te  surface  ou  tou t  ang le.  L'arête,  l a  
surface  ou  l 'ang le  l e  ou  l a  m oins  favorable  do i t  être  sé lectionné(e)  pour l 'essai  de  chu te  l ibre.  

Tableau  1 2  – Chute l ibre sur un  sol  en  béton  pour  
des équ ipements  portables  et  des  matériels  portati fs  (à  main)  

 
Équ ipement  portable  et  matériel  

portati f  (à  main)  
(<  1 0  kg )  (robustesse)  

Matériel  portati f  (à  main)  
(<  1  kg )  (immuni té)  

Chutes  l i bres  1 00  m m ;  2  chu tes  1  000  mm ;  2  chu tes  

Chu te  su r u ne  arête  ou  un  ang l e  30°  ou  1 00  mm ;  2  chu tes   

 

Les  exi gences  de  5 . 3 . 4  son t  véri f i ées  après  l 'essai  de  l 'EUT conform émen t au  Tableau  1 2,  
conform ém ent aux  PVBF,  vo i r  4. 2. 8.  

L'EUT peut  présenter des  s i gnes  de  domm age phys ique  après  chaque  essai ,  m ais  doi t  être  
en tièrem ent  foncti onnel .  

Un  choc lors  de  la  chu te  avec l 'EUT en  fonctionnem ent  peu t  en traîner un  fonctionnem en t  
i ncorrect.  L' i n tervention /ré in i ti al i sation  par  un  opérateur est  adm ise  après  un  choc.  

L'u ti l i sat ion  d 'un  nouvel  échan ti l l on  pour  chaque  chu te  est  adm ise.  

5.4  Cond i tions  et  exigences de  transport  et  de  stockage  

5.4. 1  Général i tés  

Les  exi gences  su i vantes  s 'appl i quent  aux  équ ipem ents  de  com m ande  p lacés  à l ' i n térieur du  
cond i t i onnem ent  d 'orig i ne  du  constructeur.  

Les  condi t ions  de  transport  e t  de  s tockage  des  équ ipem ents  portables  non  cond i t i onnés  ne  
do i vent  pas  s ’écarter des  exi gences  de  5. 4.  

Lorsque  des  com posants  présen tan t  des  l im i tati ons  part icu l i ères  sont  i ncl us  dans  
l ' équ ipem en t (par exem ple,  des  batteries) ,  l e  constructeu r do i t  spéci f i er l es  d ispos i t i ons  à  
prendre  eu  égard  au  transport  et  au  stockage.  
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5.4.2  Température ambiante et  humid i té  relat ive  

Le Tableau  1 3  défi n i t  un  ensem ble  recom m andé d 'envi ronnem ents  de  stockage  pour l es  
équ ipem en ts  re levan t  du  dom aine  d 'appl icati on .  

Tableau  1 3  – Envi ronnements  de stockage,  température  ambiante  et  humid i té  relative  

Envi ronnement
de stockage  

Type 
d 'équ ipement  

Tempéra-
ture  

ambiante  
m in imale  

Tempéra-
ture 

ambiante 
maximale  

Humid i té  
relati ve 
m in imale  

Humid i té  
relati ve  

maximalea  

Remarque 
concernan t  
l 'appl ication  

STH1  Ferm é/ 
Ouvert  20  °C  25  °C  20  % 75  %  par exem ple,  

DCS  

STH2  Ferm é/ 
Ouvert  5  °C  40  °C  

5  %  85  %  par exem ple,  
PC i ndustri e l ,  

DCS  

STH3  Ferm é/ 
Ouvert  -5  °C  60  °C  

5  %  95  %  par exem ple,  
I HM,  PC  
i ndustri e l  

STH4  Ferm é/ 
Ouvert  -25  °C 70  °C 

1 0  % 95  %  par exem ple,  
AP/PAC (non  
recom m andé  

pou r l es  
nou vel l es  

concepti ons)  

STH5  Ferm é/ 
Ouvert  

-40  °C  70  °C  1 0  % 1 00  %  par exem ple,  
AP/PAC 

(recomm andé  
pou r l es  

nou vel l es  
concepti ons)  

NOTE  Tabl eau  fondé  su r l es  précon i sati ons  de  l ' I EC 60721 -3-1  et  l 'expéri ence  acqu i se.  

a  Sans  condensati on  

 

Des  au tom ates  AP/PAC doivent  au  m in im um  être  adaptés  à l a  tem pérature  am biante  et  aux 
plages  d 'hum id i té  re lat i ve  ind iquées  com m e envi ronnem ent de  stockage  STH4 (équ ipem ent  
ferm é/ouvert,  su rl i gnage  en  vert  dans  l e  Tableau  1 3) .  

Le  Tableau  1 4  défi n i t  u n  ensem ble  recom m andé  d 'envi ronnem ents  de  transport  pour l es  
équ ipem ents  re levan t  du  dom aine  d 'appl icati on .  
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Tableau  1 4– Envi ronnements  de transport,  température ambiante et  humid i té  

Envi ronnement  
de  transport   

Type 
d 'équ ipement  

Température 
ambiante 
m in imale  

Température 
ambiante 
maximale  

Humid i -té  
relati ve 
m in imale  

Humid i té  
relati ve  
maximale

a  

Remarque 
concernant  
l 'appl i cation  

TTH1  Ferm é/ 
Ouvert  

5  °C  40  °C  20  %  75  % par exem ple,  
DCS  

TTH2  Ferm é/ 
Ouvert  

-25  °C  60  °C  30  %  75  % par exem ple,  
I HM,  PC  

i ndustri e l ,  
DCS  

TTH3  Ferm é/ 
Ouvert  

-25  °C  70  °C  40  %  95  % par exem ple,  
AP/PAC (non  
recom m andé  

pou r l es  
nou vel l es  

concepti ons)  

TTH4  Ferm é/ 
Ouvert  

-40  °C  70  °C  45  %  95  % par exem ple,  
AP/PAC 

(recomm andé  
pou r l es  

nou vel l es  
concepti ons)  

NOTE  Tabl eau  fondé  su r l es  précon i sati ons  de  l ' I EC  60721 -3-2  et  l 'expéri ence  acqu i se.  

a  Sans  condensati on  

 

Des  au tom ates  AP/PAC doivent  au  m in im um  être  adaptés  à l a  tem pérature  am biante  et  aux 
plages  d 'hum id i té  re lat i ve  i nd i quées  comm e envi ronnem ent de  transport  TTH3  (équ ipem ent  
ferm é/ouvert,  su rl i gnage  en  vert  dans  l e  Tableau  1 4) .  

L'équ ipem ent  peu t  égalem ent  être  adapté  à des  envi ronnem ents  de  s tockage  étendus.  Se  
reporter  au  Tableau  1 3  et  au  Tableau  1 4  pour des  envi ronnem ents  com plém entai res.  

Les  exigences  de  5. 4. 2  son t  véri f i ées  conform ém ent aux  exigences  de  l ' essai  de  robustesse  
du  Tableau  4,  du  Tableau  5,  du  Tableau  6  et  du  Tableau  7.  

5.4.3  Al t i tude  

La press ion  atm osphérique  de  calcu l  pour  l e  transport  do i t  ê tre  équ ivalente  à u ne  al t i tude  de  
0  m  à  3  000  m  (press ion  absolue  m in im ale  de  70  kPa) .  

Aucune  véri f i cati on  n 'est  exigée.  

5.4.4  Chutes  l ibres  (dans le  condi t ionnement  d ’orig ine du  constructeur)  

Les  exi gences  re lati ves  à la  robustesse,  pour des  équ ipem en ts  de  com mande à  l ' i n téri eur du  
cond i t i onnem ent  d 'orig i ne  du  constructeur,  sont  données  dans  l e  Tableau  1 5 .  

La  norm e de  référence  est  l ' I EC 60068-2-31 ,  procédure  1 .  

L'essai  est  réal i sé  avec chaque  type  de  condi t ionnem en t d 'orig ine  du  constructeur contenan t  
l ' un i té  la  p lus  l ourde.  

NOTE  1  Le  cond i t i onnem ent  ne  fai t  l ’ objet  d ’aucu ne  exi gence  (par exem ple,  d im ension ,  m atériau ,  form e,  
épai sseur) .  Le  seu l  obj ect i f  de  cet  essai  est  de  déterm iner l a  robustesse  de  l ’EUT u ne  fo i s  cond i t i onné.  

Si  l 'EUT est  expéd ié  avec un  ou  p lus ieurs  câbles  norm al isés  du  constructeur accom pagnés  
d 'accessoi res  et  d 'une  docum entation  dans  l e  m êm e em bal lage,  l 'essai  do i t  être  réal isé  avec  
l ' em bal lage  com plet.  
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Tableau  1 5  – Chute l ibre sur un  sol  en  béton   
avec le  cond i tionnement  d 'orig ine  du  constructeur 

Poids d 'expéd i tion  avec 
cond i tionnement  

kg  

Chute  l ibre  aléatoi re,  hau teur  de  chute  
en  mm  

Avec embal lage d 'expéd i tion  Avec embal lage  du  produ i t  

<  1 0  1  000  300  

1 0  – 40  500  300  

>  40  250  250  

Nom bre  de  chu tes  a,  b  Su r  chaque  face,  arête  et  ang l e  

(par exem ple  6  faces,  1 2  arêtes  et  8  ang l es  pou r u n  em bal lag e  
rectangu l ai re)  

a  Le  nom bre  et  l e  type  de  chu tes  ( face,  arête  ou  ang l e)  peu vent  être  l im i tés  se lon  l es  exi gences  /  l im i tes  de  
m anu tent i on ,  expéd i t i on  et  transport  défi n i es  par l e  constructeur.  Tou te  l im i tati on  du  nom bre  doi t  ê tre  j usti f i ée  
dans  l e  rapport  d 'essai .  

b  P l us i eu rs  échan ti l l ons  son t  adm is  l ors  de  l 'exécu ti on  de  l ' essai .  

 

Les  exigences  de  5 . 4. 4  son t  véri f i ées  par essai  de  l 'EUT conform émen t au  Tableau  1 5 .  
L'EUT,  sorti  de  son  cond i t i onnem ent,  ne  doi t  présen ter aucun  s i gne  de  dom m age phys ique.  
Les  exi gences  de  5 . 4. 4  son t  égalem ent véri f i ées  par  essai  de  l 'EUT conform ém ent  aux  PVBF 
se lon  4 . 2 . 8 .  

Lorsque  les  accesso i res  doivent  être  transportés  dans  l e  m êm e em bal lage,  i l s  do ivent  être  
con tenus  dans  l 'em bal lage  pendan t  les  essais  de  chu te  et  doivent  fai re  l ' obj et  d 'une  
véri f ication  de  l a présence  éventuel l e  de  tou t  domm age,  une  fo i s  sort is  de  leur  
cond i t i onnem ent.  

Un  m esurage  n 'est  pas  exigé.  Des  capteurs  de  vi brati ons  peuvent  être  u t i l i sés  avec les  
part ies  ou  les  com posants  susceptibles  de  domm ages  (par exem ple,  d i sque  du r)  af i n  de  
véri f i er  l a  con form i té  aux  l im i tes  i nd iquées  sur l eurs  f iches  techn iques.  

6 Exigences fonctionnel les 

6. 1  Général i tés  

La Fi gu re  7  représente  un  équ ipem ent  de  comm ande m odu lai re  typique  et  ses  
i n terfaces/accès.  Ce  type  d 'équ ipem ent de  com m ande fourn i t  tous  l es  types  d ' i n terfaces  et  
d 'accès  com m uns  aux  équ ipem en ts  re levant  du  dom aine  d 'appl icati on  de  l a  présen te  norm e.  
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Légende  

Al  I n terface/accès  de  comm un icat i on  pou r bai e  d 'extension  l ocal e  

Ar I n terface/accès  de  comm un icat i on  pou r s tat i on  d 'en trées/sort i es  déportée,  réseau  de  com m ande,  bus  de  terrai n  

Be  I n terface/accès  de  comm un icat i on  ou vert(e) ,  ou vert(e)  aux apparei l s  t i ers;  par exem ple,  PADT,  PC  u t i l i sé  pou r  
l a  prog ram m ation  

B i  I n terface/accès  de  comm un icati on  i n terne,  par exem ple,  bus  de  fond  de  pan i er  

C  I n terface/accès  pou r s i gnau x d 'en trées  num éri qu es  et  analog i ques  

D  I n terface/accès  pou r s i gnau x de  sort i es  n um éri qu es  et  analog iques  

E  I n terfaces/accès  de  com m un icat i on  séri es  ou  paral l è l es  pou r l a  comm un icati on  des  données  avec  des  appare i l s  
t i ers ;  par exem ple,  o rd i nateurs ,  im prim antes  

F  I n terface/accès  pour  l ’ al im entati on  des  équ ipem ents .  Des  exi gences  concernant  l e  m ode  de  com portem ent  des  
apparei l s  i n te l l i gen ts  en  aval  l ors  de  l a  m i se  sous  tens ion ,  de  l 'arrêt  et  des  coupures  d 'al im en tati on  son t  
associées  au x apparei l s  avec  accès  F  

G  Accès  pou r l a  terre  de  protect i on  

IEC  

Ai  E/S  déportées  

Périphériques 
(instal lés/non  instal lés en  
 permanence)  

Module(s)  
d’entrée  

Module(s)  
de sortie  

Modules de 
communi- 
cation 
(facultatifs)  

P
ro

ce
ss

e
u

r(
s)

 e
t 

M
é

m
o

ir
e
 

Al im entati on  

Alimentation 
auxi l iaire 

(facultative)  

Lim i te  du  dom aine  d ’appl i cati on  de  l a  présen te  norm e  Apparei ls et signaux à interface  

C  
J  

J  
D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

C  

J  

J  

D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

C  

J  

J  

D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

C  

J  

J  

D  

E  

F  

K  

G  

H  

Be  

Signau x d ’en trée  num éri qu es  e t  anal og iques  
d ’ i n terface/accès  

I n terface/accès  d ’al im en tati on  d ’E/S  

Signau x de  sort i e  n um éri qu es  et  analog i qu es  
d ’ i n terface/accès  
I n terface/accès  d ’al im entat i on  d ’E/S  

Interface/accès de communication avec des apparei ls 
tiers (par exemple,  ordinateurs,  imprimantes)  

Interface/accès pour l ’al imentation des équipements  

Interface/accès de sortie d’alimentation  auxi l iaire,  par 
exemple,  al imentation des capteurs et des actionneurs  

Accès/borne  pou r l a  terre  de  protect i on  

Accès/borne  pou r l a  terre  fonct i onnel l e  

I n terface/accès  de  comm un icati on  ouvert(e) ,  
ouvert(e)  au x apparei l s  t i ers  

B i  

Bi  

Bi  

Bi  

Ar  

Baie d ’extension  locale  
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H  Accès  pou r l a  terre  fonct i onnel l e  

J  I n terface/accès  d 'al im entat i on  d 'E/S  

K I n terface/accès  de  sort i e  d 'al i m en tati on  au xi l i ai re,  par exem ple,  al im en tati on  des  capteu rs  et  des  acti onneurs  

Figure 7  – Schéma type des  in terfaces/accès  
d 'un  équ ipement  de commande modu lai re  

6.2  Accès  d ’entrée d ’al imentation  

NOTE  Les  accès  d ’en trée  d ’ al im entat i on  son t  l es  accès  d ’al i m entat i on  des  équ i pem ents  (accès  F,  F i gu re  7) .  

6.2. 1  Exigences  

6.2. 1 .1  Valeurs  assignées et  plages  de fonctionnement  

Les  al im en tati ons  en tran tes  de  l 'équ ipem ent de  comm ande  et  des  m odu les  d 'E/S  al im en tés  en  
externe  do iven t  être  te l les  que  présentées  dans  le  Tableau  1 6.  
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Tableau  1 6  – Valeurs  assignées et  plages   
de  fonctionnement  de  l 'al imentation  entrante  

Tension  Fréquence  Uti l i sation  recommandée 
(R)  Points  

normati fs  et  
notec  Assignée  

Ue  
Tolérance  
m in . /max .  

Assignée  
fn  

Tolérance  
m in . /max .  Al imen tation  Signaux E/S  

courant  con t i nu  
24  V  

–1 5  %/+20  %    

R  R  a,  b  

couran t  con t i nu  
48  V  R  R  a  

couran t  con t i nu  
1 25  V  

   

courant  
al ternati f  24  V  

(valeur eff i cace)  

–1 5  %/+1 0  %  

50  H z  

ou  

60  H z  

-6  %/+4 % 

  (NOTE)  

courant  
al ternati f  48  V  

(valeur eff i cace)  
  (NOTE)  

courant  
al ternati f  1 00  V  
(valeu r eff i cace)  

R  R   

courant  
al ternati f  1 1 0  V  
(valeu r eff i cace)  

R  R   

courant  
al ternati f  1 20  V  
(valeu r eff i cace)  

R  R  (NOTE)  

courant  
al ternati f  200  V  
(valeu r eff i cace)  

R  R   

courant  
al ternati f  230  V  
(valeu r eff i cace)  

R  R  (NOTE)  

courant  
al ternati f  240  V  
(valeu r eff i cace)  

R  R   

courant  
al ternati f  400  V  
(valeu r eff i cace)  

R   d ,  (NOTE)  

NOTE  Les  tens ions  ass i gnées  son t  déri vées  de  l ' I EC  60038.  

a  Ou tre  l es  to l érances  de  tens i on ,  un  total  de  com posantes  en  courant  al ternati f  ayant  u ne  valeu r de  crête  de  
5  %  de  l a  tens ion  ass i gnée,  est  adm is .  Les  l im i tes  absol ues  son t  30/1 9, 2  V  en  couran t  con ti nu  pou r  24  V  en  
courant  con t i nu  et  60/38, 4  V  en  cou ran t  con ti nu  pou r 48  V  en  courant  con ti nu .  

b  Vo i r  l a  Note  de  bas  de  tabl eau  e)  du  Tabl eau  24  s i  des  en trées  num éri qu es  du  type  2  son t  suscepti bles  d ' être  
u t i l i sées.  

c  Pour des  tens ions  en tran tes  au tres  que  cel l es  données  dans  l e  tableau ,  te l l es  qu e  1 1 0  V  en  courant  con ti nu ,  
etc. ,  l es  to l érances  données  dans  l e  tableau  et  sa note  s 'appl i quent.  Ces  to l érances  de  tens ion  doi ven t  être  
u t i l i sées  pou r cal cu ler l es  l im i tes  d 'en trée  du  Tableau  24,  en  u t i l i san t  l es  équ ati ons  données  en  Annexe  B.  

d  Al im en tati on  tri phasée.  

 

Les  exi gences  de  6 . 2. 1 . 1  son t  véri f iées  conform ém ent à  6. 2. 2 . 1 ,  6 . 2 . 2 . 2,  6. 2 . 2. 3,  6 . 2. 2. 4  e t  
6. 2. 2 . 5 .  

6.2. 1 .2  Raccordement  incorrect  de  l 'al imentation  des équ ipements  

Les  équ ipem ents  do i vent  ê tre  conçus  pour rés ister à  une  i nvers ion  de  po lari té  de  
l 'al im entati on .  
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Les  exi gences  de  6 . 2 . 1 . 2  sont  véri f iées  conform ém ent au  6. 2. 2. 6.  

6.2. 1 .3  Accès  d 'al imentation  avec  coupures de  tension  

Ces  l im i tes  s 'appl i quent  aux  i n terfaces/accès  d 'al im en tati on  des  équ ipem ents  (F)  de  l a  
Figu re  7.  

Pour de  courtes  perturbati ons  de  l 'al im entati on ,  défi n ies  dans  l e  Tableau  1 7,  l 'EUT (y com pri s  
l es  RIOS (vo i r  6. 8)  et  l es  périphériques  non  i nstal lés  en  perm anence)  do i t  conti nuer à  
fonctionner norm alem ent.  

Pour des  coupures  de  durée  plus  l ongue  que  le  tem ps  de  coupure  m axim al  de  l 'al im entation  
ou  des  al im en tations  l 'EUT do i t  so i t  con tinuer à fonctionner norm alem ent,  so i t  passer  dans  un  
état  prédéf in i  e t  avoi r  un  com portem ent  clai rem ent  spéci fi é  j usqu 'au  rétabl i ssem ent  du  
fonctionnem en t norm al .  

NOTE  Les  sort i es  et  l es  en trées  à  réponse  rapide  al im en tées  par l a  ou  l es  m êm es  sources  d 'al im en tati on  peuven t  
répondre  à  ces  variati ons  d 'al i m en tati on .  

Tableau  1 7  – Coupures  de tension  (exigences fonctionnel les)  

Type 
d ’ al imentatione  

N i veau  de  
sévéri té  Temps de  coupure  maximal  

Basse tension ,   
Ue  m i n  à  % Ue

b  

courant  con t i nu  PS1 c  1  m s  0  %  

courant  con ti nu  PS2d  1 0  m s  0  %  

courant  al ternati f  PS2d  0 , 5  péri odea  0  %  

NOTE  Voi r  Annexe  E .  

a  Tou t  ang le  de  phase  arb i trai re,  fn  =  50  H z  ou  60  H z  (vo i r  6 . 2 . 2 . 7) .  

b  Ue  mi n  est  l a  tens ion  Ue  à  l a  to l érance  m in im ale  du  Tableau  1 6.  

c  PS1  s 'appl i que  au x équ ipem ents  de  comm ande  al im entés  par  batteri e  ou  al im en tati ons  cont i nues  sat i sfai san t  
à  PS2.  

d  PS2  s 'appl i qu e  au x équ i pem ents  de  com m ande  al im en tés  à  part i r  de  sou rces  de  cou ran t  a l ternati f,  de  
sources  de  cou rant  al ternati f  redressées  et  de  sources  de  courant  con ti nu  (avec  une  coupu re  pl us  im portan te  
que  dans  l e  cas  de  PS1 ) .  

e  Les  coupures  de  tens ion  se  produ i sen t  à  part i r  de  Ue  m i n  

 

Les  exi gences  de  6 . 2 . 1 . 3  sont  véri f iées  con form ém ent  au  6. 2. 2. 7  

6.2.2  Véri fication  des accès d 'entrée d ’al imentation  (courant  al ternati f  ou  courant  
continu)  

6.2.2.1  Méthode d 'essai  de  véri fication  pour l a  plage  de tensions,  l 'ondu lation  de  l a  
tension  et  l a  fréquence 

Le Tableau  1 8  présente  l a m éthode  d ’essai  re lat i ve  à l a  p lage  de  tens ions,  à  l ’ondu lati on  de  
l a  tens ion  et  à  l a  fréquence.  



 – 1 54  – IEC  61 1 31 -2:201 7 © I EC  201 7  

Tableau  1 8  – Essai  d ' immuni té  à  l 'ondu lation   
de l a  tension  et  à  l a  plage de  fréquences  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i aux  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Descript i on  des  essai sa  Tens ion  de  foncti onnem ent  
m in im ale  

Tension  de  foncti onnem ent  
m axim ale  

Tens ion  al ternati ve  (k ×  Ue )
b  K  =  0 , 85  K =  1 , 1 0  

Fréquence  al ternati ve  (k ×  fn ) b  K  =  0 , 94  K =  1 , 04  

Tension  cont i nue.  (k ×  Ue ) b  K  =  0 , 85  K =  1 , 20  

Ondu lati on  con ti nue  (k ×  Ue ) b  K  =  0 , 05  K =  0 , 05  

Du rée  de  l ' essai  30  m in  30  m in  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cou rs  des  essai s  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Véri f i cat i on  après  l es  essai s  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Cri tères  de  perform ances  A 

a  S ' i l  exi ste  des  al im en tati ons  des  équ i pem ents  d i st i nctes  raccordées  à  l 'EUT,  l es  essai s  peuven t  être  effectués  
su r chacune  des  al im en tati ons,  séparém ent.  

b  Vo i r  l es  défi n i t i ons  préci ses  dans  l e  Tabl eau  1 6.  

 

6.2.2.2  Essai  d ' interruption  (coupure  soudaine  de l 'al imentation)  

Descript ion  de  l 'essai :  au  cours  de  l ' i n terrupti on  due  à  l a  coupure  de  l 'al im entation ,  l e  
com portem en t de  l 'équ ipem ent  à  l 'essai  do i t  être  observé.  L'essai  est  répété  deux fo is .  

Cri tères  de  perform ances:  L'exigence  susm entionnée  doi t  ê tre  satisfai te.  De  p lus ,  depu is  l e  
début  de  l ' i n terruption  j usqu 'à  l 'arrêt  com plet,  i l  ne  doi t  y avo i r  aucune  m od i fi cati on  qu i  ne  so i t  
pas  provoquée  par l e  prog ram m e norm al  d 'essai  n i  aucun  phénom ène  errati que  ou  non  
i n ten tionnel  de  quelque  sorte  que  ce  so i t.  

La  procédure  de  véri f i cati on  de  bon  fonctionnem ent  (PVBF)  décri te  en  4 . 2. 8  do i t  être  
appl iquée  pendan t  l es  essais.  

6.2.2.3  Essai  de  mise en  route  

Lorsque  l 'al im en tation  externe  est  appl i quée  pendan t  une  durée  spéci fi ée  par  l e  constructeur,  
l 'EUT do i t  redém arrer conform ém ent  aux  spéci fi cati ons  du  constructeu r (reprise  au tom ati qu e  
ou  m anuel l e ,  séquence  d ' i n i t i al i sati on ,  etc. ) .  Pendan t  la  m ise  en  rou te,  i l  ne  do i t  y avoi r  aucun  
phénom ène  erratique  ou  non  i n tenti onnel .  

La  procédure  de  véri f ication  de  bon  foncti onnem ent  (PVBF)  décri te  en  4. 2. 8  do i t  être  
appl iquée  pendan t  l es  essais.  

6.2.2.4  Essai  d ' interruption/mise  en  route  progressives  

Le  Tableau  1 9  présen te  l a m éthode  d 'essai  de  véri f ication  pour l es  exi gences  concernan t  
l ' i n terruption /m ise  en  rou te  progress ives.  
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Tableau  1 9  – Essai  d ' interruption/mise en  route  prog ressives  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Descripti on  de  l 'essai  I n terrupti on /m ise  en  rou te  prog ress i ves  (voi r  F i gu re  8 )  

Cond i t i ons  i n i t i al es/f i nal es  Al im entat i on  au x val eu rs  ass i g nées  (Ue ,  fn ) ,  pas  
d 'ondu l at i on  

Tension  l a  p l us  basse  (V)  0  (zéro)  

Tem ps  d 'atten te  au x tens ions  l es  pl us  basses  1 0  s  ±  20  % 

Nom bre  d 'essai s  3  

I n terval l e  de  tem ps  en tre  l es  essai s  1  s  <  i n terval l e  de  tem ps  ≤  1 0  s  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cou rs  de  l ' essai  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Lim i te  d ' i n terru pt i on  de  tens ion  (SDL)  La tens i on  à  l aquel l e  l 'EUT comm ence  l a  séquence  
d ' i n terrupti on  spéci f i ée  par l e  constructeu r ou  présen te  
un  com portem ent  non  conform e au x PVBF,  au  cou rs  de  
l a  séqu ence  de  chu te  de  tens ion .  

Lim i te  d ' i n terru pt i on  de  tens ion  m oyenne  (SDLav)  La  m oyenne  de  3  m esures  de  SDL  

 

 

Figure 8  – Essai  d ' interruption /mise  en  route progressives  

6.2.2.5  Essais  de variation  de l a  tension  d 'al imentation  

Le  Tableau  20  présente  l a m éthode  d 'essai  de  véri f i cati on  pour l es  exi gences  de  variati on  de  
l a  tens ion  d 'al im entation .  

IECI

 SDL  
(Lim i te  d ’ i n -
terrupti on )  

L’EUT l ance  l a  procédu re  
d ’ i n terrupt i on  ou  décl enche  une  
procédu re  anorm ale  

(* )  Conformément aux spécifications 
du  constructeur ou  1 0  s  ±  20  %  

t  (s )  

60  s  ±  1 0  %  (* )  60  s  ±  1 0  %  

Ue mi n  

Ue  

U
 (

V
) 

0  
0  
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Tableau  20  – Essais  de  variation  de la  tension  d 'al imentation  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Descripti on  des  essai s  Variat i on  rapi de  de  l a  tens ion  
d 'al im entat i on  

(Voi r  Fi gu re  9)  

Variati on  l en te  de  l a  tens ion  
d 'al im entat i on  

(Voi r  Fi gu re  1 0)  

Cond i t i ons  i n i t i al es/fi nal es  Al im en tati on  au x val eu rs  ass i g nées  (Ue  m i n ,  fn ) ,  pas  d 'ondu l ati on  

Tens ion  l a  pl us  basse  (U)  0  (zéro)  0 , 9  SDLav  ±  1 0  %  a  

Tem ps  d 'atten te  au x tens ions  l es  pl us  basses  0  (zéro)  0  (zéro)  

Nom bre  d 'essai s  3  3  

I n terval l e  de  tem ps  en tre  l es  essai s  1  s  <  i n terval l e  de  tem ps  ≤  5  s  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  au  cou rs  des  essai s  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

a  SDLav est  l e  résu l tat  de  l ' essai  d ' i n terrupt i on  prog ress i ve  (vo i r  6 . 2 . 2. 4) .  

 

 

Figure 9  – Essai  de  variation  rapide  de la  tension  d 'al imentation  

 

Figure 1 0  – Essai  de  variat ion  l ente de  l a  tension  d 'al imentation  

6.2.2.6  Inversion  de polari té  de  l 'al imentation  en  courant  continu  

Les  d isposi t i fs  de  protecti on ,  te ls  que  l es  fus ibles,  peuven t  ê tre  ré in i t i al i sés  avant  tou te  
véri f i cati on .  
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S i  l es  équ ipem ents  sont  m écan iquem ent conçus  pour évi ter l ' i nvers ion  de  po lari té  de  
l 'al im entati on ,  i l  n ’est  pas  nécessai re  de  réal iser  un  essai  qu i  peu t  être  rem placé  par  une  
i nspection  visuel le.  

La tens ion  ass i gnée  m axim ale,  de  po lari té  i nverse,  do i t  ê tre  appl i quée  pendan t  1 0  s .  

À l a  f in  de  l ’ essai ,  l e  d i spos i t i f  do i t  sat isfai re  aux PVBF (vo i r  4 . 2. 8) .  

6.2.2.7  Méthode de  véri fication  des  coupures  de tension  

Les  accès  d 'al im en tation  sont  les  accès  d 'en trée  de  l 'al im en tati on  des  équ ipem ents  (accès  F,  
Fi gu re  7) .  Le  Tableau  21  présen te  la  m éthode  d ’essai  de  véri f icati on  des  coupures  de  
tens ion .  

Tableau  21  – Essai  d ' immuni té  aux coupures de tension  (essais  de  fonctionnement)  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-1 1 f   I EC 61 000-4-29  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cat i ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Tension  et  fréqu ence  d 'al im entati on  Ue mi n ,  fn  
e  Ue mi n

e  

 coupu re  de  l 'a l im en tati on  al ternati ve  coupu re  de  l 'a l im en tati on  con ti nue  

Durée  0 , 5  péri ode,  
comm ençant  au  
passage  par zéro  a,  b  

PS1 :  ≥  1  msb  PS2:  ≥  1 0  m sb  

Ue mi n  à  %Ue mi n  
e  0  (zéro)  %  0  (zéro)  %  0  (zéro)  %  

Cri tères  de  perform ances  L'EUT do i t  con ti nuer à  foncti onner com m e prévu .  
Aucune  perte  de  fonct i on  ou  de  perform ancesd  

Nom bre  d 'essai s  20  

I n terval l e  de  tem ps  en tre  l es  essai s  1  s  <  i n terval l e  de  tem ps  <  1 0  s  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cours  
des  essai s  

Le  foncti onnem ent  norm al  doi t  ê tre  m ain tenu c  
Conform ém ent  aux PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Véri f i cat i on  après  l es  essai s  L'EUT do i t  con ti nuer à  foncti onner com m e prévu .  Conform ément  au x PVBF,  
vo i r  4 . 2 . 8  

a  Le  constructeu r peu t,  de  m an ière  facu l tati ve,  choi s i r  de  couper l 'al im entat i on  à  un  ang l e  de  phase  al éato i re.  

b  Le  constructeu r peu t  défi n i r  des  coupures  pl us  l ong ues.  

c  Les  sort i es  et  en trées  à  réponse  rapide  al im entées  par l a  m êm e source  peu ven t  être  tem porai rem ent  
affectées  pendant  l a  pertu rbati on ,  m ai s  doi ven t  reprendre  l eu r foncti onnem ent  norm al  après  cette  dern ière.  

d  Ces  cri tères  son t  s im i l ai res  au x cri tères  A du  Tableau  1 .  

e  Ue  mi n  est  l a  tens ion  Ue  à  l a  to l érance  m in im ale  du  Tableau  1 6.  

f  Cet  essai  est  i den ti qu e  à  une  part i e  de  l ’ essai  en  7. 3 . 2 ,  Tableau  46.  U n  seu l  essai  peu t  être  effectu é  pou r  
sat i sfai re  à  ces  deu x exi g ences.  

 

6.3  Al imentation  de  sauvegarde  de mémoire  

6.3. 1  Exigences  

L'al im en tati on  de  sauvegarde  pour l es  m ém oires  vo lat i l es  do i t  ê tre  capable  de  conserver l es  
i n form ations  stockées  pendan t  au  m oins  300  h  en  u t i l i sation  norm ale,  et  1  000  h  à  un e  
tem pératu re  am bian te  i n férieure  ou  égale  à 25  °C  l orsque  la source  d 'énerg ie  est  à  sa  
capaci té  ass i gnée.  (En  cas  de  rem placem ent  nécessai re  de  l 'al im en tati on  de  sauvegarde,  l a  
capaci té  assi gnée  est  l a  valeu r u ti l i sée  pou r défi n i r  l a  procédure  et  l ' i n terval l e  de  tem ps  
nécessai res  au  rem placem ent) .  
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Le  constructeur  do i t  spéci f i er l es  i n form ations  de  tem ps  de  stockage  re lati ves  à l a  m ém oi re  
vo lati l e ,  s i  e l les  son t  d i fféren tes  des  du rées  i nd iquées.  

I l  doi t  ê tre  poss ible  de  m od i f ier ou  de  rafraîch i r  l 'al im en tation  de  sauvegarde  sans  perdre  l es  
données  dans  l es  part ies  sauvegardées  de  l a  m ém oire.  (Vo i r  auss i  5 . 4,  8 . 3. 5  po in t  h )  et  
8. 3 . 1 2  poin t  d ) . )  

Les  équ ipem ents  do i vent  être  conçus  pour rés ister à  une  i nvers ion  de  po lari té  de  
l 'al im entati on  de  sauvegarde  de  m ém oi re.  

S i  une  batterie  de  sauvegarde  de  m ém oire  est  fou rn ie,  un  avertissem en t « Tens ion  de  batterie  
faible»  do i t  ê tre  i nd i qué.  

Les  exigences  de  6 . 3 . 1  son t  véri f i ées  conform ém ent  au  6 . 3 . 2.  

6.3.2  Véri fication  des exigences  relatives à  l 'al imentation  de  sauvegarde de  mémoi re  

6.3.2.1  Essai  de robustesse  relati f  à  l a  durée  de la  sauvegarde  

Méthode  d 'essai  de  véri f i cati on  pour l es  exi gences  concernant  l a  durée  de  l a  sauvegarde.  

Tableau  22  – Essai  de robustesse relati f  à  l a  durée  de la  sauvegarde  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Durée  de  préparati on  Conform ém ent  au x spéci f i cat i ons  du  constructeur ( l a  pl e i ne  charge  de  l a  sou rce  
d 'énerg ie  peu t  exi ger une  certai ne  du rée) .  

Essai s  à  réal i ser  Soi t  l ’ essai  A,  so i t  l ’ essai  B  déf i n i s  c i -dessous  

Descript i on  des  essai s  Essai  A Essai  B  

Cond i t i ons  i n i t i al es  Source  d 'énerg ie  à  pl e i ne  charge;  sou rce  d 'énerg i e  externe  non  raccordée  

Températu re  am bian te  Équ ipem ent  ouvert  à  une  tem pératu re  de  55  °C  

Équ ipem ent  ferm é  à  une  tem pératu re  de  40  °C  

Cond i t i ons  générales  

(4. 2. 9 )  

Durée  300  h  1  000  h  

Véri fi cat i on  après  l ' essai  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8.  L'EUT doi t  ê tre  com plètem ent  opérat i onnel .  
Aucune  perte  des  données  m ém ori sées  n 'est  adm ise.  

 

6.3.2.2  Véri fi cation  de  l a  méthode u ti l i sée  par  l e  constructeur pour remplacer l a  
source d 'énerg ie  

Méthode  d 'essai  de  véri f i cati on  pour l es  exigences  concernan t  l a  m od i fi cati on  du  s tockage  de  
l ' énerg ie.  

La source  d 'énerg ie  doi t  être  rem placée  selon  l es  i nstructi ons  du  constructeur.  

Tableau  23  – Essai  de remplacement  de  la  source  d 'énerg ie  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Rem placem ent  de  l a  source  d 'énerg i e  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeur ( l a  p l e i ne  charge  de  
l a  source  d 'énerg i e  peu t  exi ger  une  certai ne  du rée) .  

Véri f i cati on  après  l es  essai s  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8.  L'EUT do i t  être  com plètem ent  
opérati onnel .  Aucune  perte  des  i n form ati ons  m ém ori sées  n 'est  adm ise.  

 

Aucune  perte  de  données  ne  do i t  se  produ i re .  
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6.3.2.3  Véri fi cation  de  l ’ inversion  de polari té  de  l 'al imentation  de  sauvegarde de  
mémoire  

Les  d ispos i t i fs  de  protection ,  te ls  que  l es  fus ibles,  peuven t  ê tre  ré in i ti al i sés  avant  tou te  
véri f ication .  

S i  l es  équ ipem ents  sont  m écan iquem ent conçus  pour évi ter l ' i nvers ion  de  po lari té  de  
l 'al im entati on ,  i l  n ’est  pas  nécessai re  de  réal iser  un  essai  qu i  peu t  être  rem placé  par  une  
i nspection  visuel l e.  

La tens ion  ass i gnée  m axim ale,  de  po lari té  i nverse,  do i t  ê tre  appl i quée  pendan t  1 0  s .  

À l a  f in  de  l ’ essai ,  l e  d i spos i t i f  do i t  sat isfai re  aux PVBF (vo i r  4 . 2. 8) .  

6.3.2.4  Véri fi cation  des exigences  concernant  l 'avertissement  « tension  de  batterie  
faible»  

L'averti ssem ent exigé  « tens ion  de  batterie  faib le»  do i t  être  véri f ié .  La source  d 'énerg ie  do i t  
être  débranchée  et  l a  tens ion  régu lée  appropriée  doi t  ê tre  appl i quée  en  rem placem en t de  
cette  dern ière.  

L'état  de  l 'averti ssem ent « tension  de  batterie  faib le» ,  te l  que  spéci f i é  par l e  constructeur,  par  
exem ple,  d i ode  é lectro lum inescen te  (LED) ,  bal i se  log icie l l e,  doi t  être  m odi fi é  au  n i veau  
spéci f ié  ou  à un  n i veau  supérieur (« supérieur»  s i gn i f i e  que  l a  quan ti té  d 'énerg ie  d ispon ible  
est  p l us  im portan te  que  nécessai re) .  

6.4  Entrées/sort ies  numériques  

6.4. 1  Général i tés  

L'accès  C  est  l ' i n terface/accès  pour  l es  s i gnaux d 'en trées  num ériques  et  l 'accès  D  est  
l ' i n terface/accès  pour  les  s i gnaux  de  sort ies  num ériques.  Voi r  l a  F i gu re  7.  

6.4.2  E/S  numériques à  log ique posi t ive (en trées  à  absorption  /  sort ies  à  émission)  

La Fi gure  1 1  représente  l es  défi n i t ions  des  paramètres  d 'E/S  à  l og i que  pos i t i ve.  

 
Légende  

C Sort i e:  con tact  m écan ique  ou  s tat i qu e  (par exem ple,  con tact  à  re lai s  sec,  tri ac,  trans i stor ou  équ i valen t)  

Z  En trée:  im pédance  d ’en trée  

PS  Al im entat i ons  externes  

NOTE  Certai nes  appl i cati ons  peuven t  u t i l i ser un i quem ent  une  seu le  al im en tati on  com mune  aux en trées,  au x  
sort i es  et  à  l ’ équ ipem ent  de  comm ande.  

Figure 1 1  – E/S  numériques à  log ique posi t ive   
(entrées à  absorption  /  sorties à  émission)  
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Les  en trées  num ériques  do ivent  satisfai re  aux  exigences  des  caractéri sti ques  de  tens ion  
ass ignées  norm al isées  données  en  6 . 4. 4. 2.  Les  en trées  num ériques  de  tens ion  non  
norm al isées  do iven t  être  conform es  à  l 'équation  de  calcu l  donnée  en  Annexe  B.  

Les  sort ies  num ériques  do iven t  satisfai re  aux  exigences  des  caractérist i ques  ass ignées  
norm al isées  données  en  6. 4.5. 1  pour l e  courant  al ternati f  ou  en  6 . 4. 6. 1  pour  l e  couran t  
con tinu .  

I l  do i t  ê tre  possible  d ' i n terconnecter des  en trées  et  des  sorti es  en  chois i ssan t  correctem ent  
l es  E/S  num ériques  ci -dessus,  pour assurer l e  bon  foncti onnem ent de  l ’équ ipem en t de  
comm ande.  Si  nécessai re,  l a  charge  externe  supplém entai re  do i t  ê tre  spéci f iée  par l e  
constructeu r.  

I l  do i t  être  poss ible  d ’al im enter i so lém ent chaque  vo ie  des  m odu les  m u l ti vo ies  à part i r  de  
d i fférentes  sources  de  tens ion .  Dans  ce  cas,  l es  vo ies  doi vent  satisfai re  à l a  d i fférence  de  
tens ion  m axim ale  effecti ve  entre  l es  sources  de  tens ion .  Exem ple:  Modu le  d 'entrée  en  
courant  al ternati f  don t  l es  vo ies  son t  re l i ées  à  d i fféren tes  phases  de  l a l i g ne.  Les  vo ies  
do i vent  al ors  satisfai re  à  l a  d i fférence  de  tension  m axim ale  effecti ve  entre  l es  phases.  

6.4.3  E/S  numériques à  log ique négative  (entrées à  émission  /  sorties  à  absorption)  

Les  en trées  à ém iss ion  de  cou rant  et  l es  sorti es  à absorption  de  couran t  qu i  peuvent  être  
exigées  pour  certai nes  appl icati ons  re lèvent  de  l a  présen te  norm e.  Voi r  Annexe  F.  

6.4.4  Entrées  numériques  (à  absorption  de  courant  à  log ique posi tive)  

6.4.4.1  Domaines de  fonctionnement  U/I  

La Fi gure  1 2  représente  g raph iquem ent l es  l im i tes  e t  l es  p lages  de  fonctionnem ent qu i  son t  
u t i l i sées  i c i  pour caractériser l es  c i rcu i ts  d 'entrées  num ériques  à  absorpti on  de  couran t.  

Le  dom aine  de  foncti onnem en t com prend  un  « dom aine  sous  tens ion» ,  un  « dom aine  de  
trans i t i on»  et  un  « dom aine  hors  tension» .  UT m in  et  IT m in  do i vent  être  dépassés  pour qu i tter  
l e  « dom aine  hors  tens ion» ,  e t  IH  m in  et  UH  m in  do i vent  ê tre  dépassés  pour en trer dans  le  
« dom aine  sous  tens ion» .  Toutes  les  courbes  d 'en trée  U-I doivent  rester dans  ces  cond i ti ons  
l im i tes .  Le  dom aine  i n féri eur  à  zéro  vo l t  est  u ne  partie  valable  du  « dom aine  hors  tens ion» ,  
appl icable  seu lem ent aux  entrées  en  cou rant  con ti nu .  
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UH max  e t  UH mi n   son t  l es  l im i tes  de  tens ion  pou r  l es  cond i t i ons  sous  tens ion  (état  1 )  

IH max  e t  IH mi n   son t  l es  l im i tes  de  cou ran t  pou r l es  cond i t i ons  sous  tens ion  (état  1 )  

UTmax  et  UTmi n   son t  l es  l im i tes  de  tens ion  pou r  l 'état  de  t rans i t i on  (sous  tens i on  ou  hors  tens ion )  

ITmax  e t  ITmi n  son t  l es  l im i tes  de  cou ran t  pou r l 'état  de  trans i t i on  (sous  tens ion  ou  hors  tens ion )  

ULmax  e t  ULmi n  son t  l es  l im i tes  de  tens i on  pou r  l es  cond i t i ons  hors  tens ion  (état  0 )  

ILmax et  ILmi n  son t  l es  l im i tes  de  courant  pou r l es  cond i t i ons  hors  tens i on  (é tat  0)  

ULmax  égal e  UH mi n  j u squ 'à  ITmi n  e t  égal e  UTmi n  au -dessus  de  ITmi n  

Ue ,  Uemax  e t  Ue mi n  représen tent  l a  tens i on  ass i g née  et  ses  l im i tes  pou r l a  tens ion  d 'al im en tati on  externe.  

Figure 1 2  – Domaines  de  fonctionnement  U-I  des  entrées à  absorption  de  courant  

6.4.4.2  Plages de  fonctionnement  pour l es  entrées numériques  (absorption  de 
courant)  

Les  entrées  num ériques  à absorption  de  cou ran t  do i ven t  fonctionner  dans  les  l im i tes  
présentées  au  Tableau  24.  Voi r  Annexe  B.  
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Tableau  24  – Plages  de fonctionnement  pour les  entrées numériques  
(absorption  de  courant)  

   Modèle  d 'entrée   

   L im i tes  de  type 1  Lim i tes  de  type 3,  (Note)   

État  0  Transi tion  État  1  État  0  Transi tion  État  1  

Tension  assignée Ue  

Fréquence 
assignée  

fn  H z  

Type de  
l im i te  

UL  IL  UT IT UH  IH  UL  IL  UT IT UH  IH  
Points  normati fs  

V m A V m A V  m A V  m A V m A V m A 

couran t  con ti nu  24  V   
Max.  1 5/5  1 5  1 5  1 5  30  1 5  1 1 /5  1 5  1 1  1 5  30  1 5  

a,  b , d ,  e  

Min .  -3  ND  5  0 , 5  1 5  2  -3  ND  5  1 , 5  1 1  2  

cou ran t  con ti nu  48  V   
Max.  34/1 0  1 5  34  1 5  60  1 5  30/1 0  1 5  30  1 5  60  1 5  

a,  b ,  d  

Min .  -6  ND  1 0  0 , 5  34  2  -6  ND  1 0  1 , 5  30  2  

cou ran t  al ternati f  24  V  
(valeur eff i cace)  50/60  

Max.  1 4/5  1 5  1 4  1 5  27  1 5  1 0/5  1 5  1 0  1 5  27  1 5  
a,  c  

Min .  0  0  5  1  1 4  2  0  0  5  2  1 0  5  

cou ran t  al ternati f  48  V  
(valeur eff i cace)  50/60  

Max.  34/1 0  1 5  34  1 5  53  1 5  30/1 0  1 5  30  1 5  53  1 5  
a,  c  

Min .  0  0  1 0  1  34  2  0  0  1 0  2  30  5  

cou ran t  al ternati f  1 00  V  
(valeur eff i cace)  

cou ran t  al ternati f  1 1 0  V  
(valeur eff i cace)  

cou ran t  al ternati f  1 20  V  
(valeur eff i cace)  

50/60  

Max.  79/20  1 5  79  1 5  1 , 1  Ue  1 5  74/20  1 5  74  1 5  1 , 1  Ue  1 5  

a,  c ,  d , e  

Min .  0  0  20  1  79  2  0  0  20  2, 5  74  5  

cou ran t  al ternati f  200  V  
(valeur eff i cace)  

cou ran t  al ternati f  230  V  
(valeur eff i cace)  

cou ran t  al ternati f  240  V  
(valeur eff i cace)  

50/60  

Max.  1 64/40  1 5  1 64  1 5  1 , 1  Ue  1 5  1 59/40  1 5  1 59  1 5  1 , 1  Ue  1 5  

a,  c ,  d ,  e  

Min .  0  0  40  2  1 64  3  0  0  40  2, 5  1 59  5  
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NOTE  La com patibi l i té  avec  l es  détecteu rs  de  proxim i té  à  2  f i l s ,  con form ém ent  à  l ' I EC  60947-5-2,  est  poss ibl e  avec  l e  type  3 .  Voi r  ég alem ent  c)  c i -dessus.  

a  Tous  l es  s i g nau x l og i qu es  son t  en  l og i qu e  pos i t i ve.  Les  en trées  ou vertes  doi ven t  être  i n terprétées  com m e un  s i gnal  d 'état  0 .  Voi r  l 'Annexe  B  pou r  l es  équati ons  et  l es  
hypothèses  u t i l i sées  pou r défi n i r  l es  valeu rs  de  ce  tabl eau  et  pou r de  pl us  am ples  comm entai res.  

b  Les  l im i tes  de  tens ion  i nd i qu ées  i ncl uen t  tou tes  l es  com posan tes  de  tens ions  al ternati ves.  

c  Les  comm utateurs  s tat i qu es  peuvent  affecter l a  valeur eff i cace  totale  des  harm on iqu es  pu rs  con tenus  dans  l es  s i gnau x d 'en trée  et  donc  affecter l a  com patibi l i té  de  l ' i n terface  
d 'en trée  avec  l es  détecteu rs  de  proxim i té.  Voi r  6 . 2 . 1  pou r l es  exi g ences.  

d  Recom m andé  pou r l ' u t i l i sati on  courante  et  pou r l es  concepti ons  fu tu res .  

e  La  technolog ie  actue l l e  l ’ au tori san t  et  pou r encou rager l a  concepti on  de  m odu les  d 'en trée  u n i qu es,  com patibles  avec  tou tes  l es  tens ions  ass i gnées  généralem ent  u t i l i sées,  l es  
l im i tes  son t  absolues  et  i n dépendantes  de  l a  tens ion  ass i g née  (excepté  UH  max )  e t  son t  basées  su r l es  équ ati ons  i n d i quées  en  Annexe  B  et  respecti vem ent  su r 1 00  V  en  
cou rant  al ternati f  (val eu r eff i cace)  et  200  V  en  cou ran t  al ternati f  (val eu r eff i cace) .  

ND  =  N on  défi n i  
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6.4.4.3  Type d 'entrée 3-d  (Type 3  avec  d iagnostic)  

Le type  d 'en trée  3-d ,  type  d iagnostic,  do i t  fourn i r  l es  caractéris ti ques  représen tées  à   
l a  F i gu re  1 3 .  Ces  caractérist i ques  son t  com patibles  avec l e  type  d 'entrée  3  non  d iagnostic.  

 

Figure 1 3  – Type d 'entrée  3:  Diagnostic  

Disj oncteu r/f i l  pri ncipal  hors  tens ion  =  0 , 05  m A ≤  I ≤  0 , 35  m A 

OFF =  I ≤  1 , 2  m A 

ON  =  I ≥  2 , 1  m A 

Ihystérèse  =  0 , 1  à  0 , 3  m A 

Court-ci rcu i t  du  conducteur/f i l  =  I ≥  6  m A 

NOTE  Cette  caractéri st i que  est  com patible  avec  l ' I EC  60947-5-6  et  l a  norm e  NAMUR DI N  1 9234,  pour  l es  en trées  
rés i s t i ves.  

Les  exi gences  du  présen t  6. 4. 4. 3  son t  véri f i ées  conform ém ent au  6. 4.4. 5.  

6.4.4.4  Exigences  relat ives  à  l ' i nd ication  des  entrées  

Chaque vo ie  d 'entrée  do i t  être  équ ipée  d 'un  voyan t  l og icie l  ou  m atérie l  pour i nd i quer l a  
cond i t i on  d 'état  1 ,  c 'est-à-d i re  état  1  =  ON .  

Ces  exigences  sont  véri f i ées  par  exam en .  

6.4.4.5  Véri fi cation  des  entrées  numériques  

6.4.4.5.1  Général i tés  

Sauf  spéci f icati on  con trai re  en  6. 4.4.5. 1 ,  tous  l es  essais  do i ven t  ê tre  exécutés  deux  fo is  su r la  
ou  les  m êm es  vo ies  d 'E/S:  

•  Prem ier essai :  à  l a  tem pérature  am biante  m in im ale  (Tm in ) ,  c 'est-à-d i re  Tm in  donnée  au  
Tableau  3 .  

•  Deuxièm e essai :  à  la  tem pérature  am bian te  m axim ale  (Tm ax) ,  c 'est-à-d i re  Tm ax  donnée  au  
Tableau  3 .  

I l  n 'est  pas  exigé  de  soum ettre  à  l 'essai  p l us  d 'une  vo ie  d 'en trée  num érique  de  chaque  type  
m ais  tous  l es  types  d i fféren ts  représentés  dans  l 'EUT doivent  être  soum is  à  l 'essai .  

Cependant,  les  essais  par l esquels  l a  capaci té  m axim ale  des  m odu l es  est  véri f iée  do ivent  
être  réal isés  su r  tou tes  l es  vo ies  des  m odu les  mu l t i voies,  par exem ple  l ’ i n tensi té  de  courant  
adm iss ible,  l a  d i ssipati on  de  pu issance  ou  la  tem pérature  du  m odu le.  

IEC  
0  m A  

0, 05  m A  0, 35  m A  1 , 2  m A  2, 1  m A  6  m A  

Dis joncteu r 
pri ncipal  Cou rt-ci rcu i t  Plage  ON  (sous  

tens ion )  
Plage  OFF (hors  

tens ion )  Transi t i on  
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6.4.4.5.2  Essai  de plage de  fonctionnement  

I l  doi t  ê tre  véri f i é  que  tou tes  les  exigences  du  type  d ’en trée  spéci f i é  selon  6 . 4. 4  sont  
sat isfai tes .  

6.4.4.5.3  Essai  d ' inversion  de  polari té  du  signal  

Les  d ispos i t i fs  de  protection ,  te ls  que  l es  fus ibles,  peuven t  être  ré in i ti al i sés  avant  tou te  
véri f ication .  

S i  l es  équ ipem ents  son t  m écan iquem ent conçus  pour évi ter  l ' i nvers ion  de  po lari té  du  s i gnal ,  i l  
n ’est  pas  nécessai re  de  réal iser un  essai  qu i  peu t  être  rem placé  par une  i nspection  visuel l e .  

Le  s ignal  ass i gné  m axim al ,  de  po lari té  i nverse,  pour des  entrées  num ériques  do i t  être  
appl iqué  pendan t  1 0  s .  

À l a  f in  de  l ’ essai ,  l e  d i spos i t i f  do i t  sat isfai re  aux PVBF (vo i r  4 . 2. 8) .  

6.4.5  Sorties numériques  pour courants  al ternati fs  (émission  de  courant  à  l og ique 
posi tive)  

6.4.5.1  Valeurs  assignées et  plages  de fonctionnement  (courant  al ternati f)  

Les  sorties  num ériques  al ternati ves  do iven t  satisfai re  aux valeurs  ass i gnées  données  dans  le  
Tableau  25,  pour  la  ou  les  tens ions  de  sort ie  i nd i quées  par l e  constructeur,  se lon  6. 2. 1 .  

Tableau  25  – Valeurs  assignées et  plages  de fonctionnement   
des sorties al ternatives  numériques  à  émission  de  courant  

 
 

Modèle  de  sortie  al ternative   

 
 

Type 
0,25  

Type 
0,5  Type 1  Type 2   

Couran t  assigné (état  1 )  Ie  
A  

0 , 25  0,5  1  2  Points  
normati fs  

Plage  de  cou ran t  pou r l ' état  1  (cou ran t  
con ti nu  à  l a  tens ion  m axim ale)  

M in .  (mA)  1 0  [5]  20  1 00  1 00  a,  b  

a  
Max.  (A)  0 , 28  0 , 55  1 , 1  2 , 2  

Chu te  de  tens ion ,  
Ud  pou r l ' état  1  

Sort i e  non  protég ée  Max.  (V)  3  3  3  3  a  

Protég ée  et  
protégée  contre  l es  

courts-ci rcu i ts  
Max.  (V)  5  5  5  5  a  

Cou rant  de  fu i te  
pou r l ' état  0  

Sort i es  à  
sem iconducteurs  

Max.  (m A)  5  [3 ]  1 0  1 0  1 0  a,  b  

Sort i es  
é l ectrom écan i qu es  Max.  (m A)  2 , 5  2 , 5  2 , 5  2 , 5  a  

Fréquence  de  
répéti t i on  du  cycl e  
de  foncti onnem ent  
pou r une  su rcharge  

tem porai re  (vo i r  
Fi gu re  1 4)  

Sort i es  à  
sem iconducteu rs  Max.  (s )  1  2  2  2   

Sort i es  à  re lai s  Max.  (s )  1 0  1 0  1 0  1 0   

a  Cou rants  et  tens ions  eff i caces.  

b  Les  ch i ffres  en tre  crochets  [  ]  s 'appl i qu en t  à  u n  m odu l e  non  équ ipé  d ' un  réseau  RC  ou  de  l im i teurs  de  
su rtens i on  équ i val en ts .  Tou tes  l es  au tres  val eu rs  s ’appl i qu ent  au x m odu l es  avec  l im i teur de  su rtens i on .  
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t1 :  2  cycles  à  fn  (fn  =  fréqu ence  de  l i gne  ass i gnée)  

t2:  Tem ps  ON  

t3  – t2:  Tem ps  OFF (tem ps  OFF =  temps  ON)  

t3:  Du rée  de  fonct i onnem ent  

Figure 1 4  – Forme d 'onde de  surcharge temporai re   
pour l es  sort ies  al ternatives numériques  

6.4.5.2  Exigences  relat ives  à  l ' i nd ication  des  sorties  

Chaque vo ie  de  sort i e  do i t  ê tre  équ ipée  d 'un  voyan t  l og icie l  ou  m atérie l  pour i nd i quer l a  
cond i t i on  d 'état  1 ,  c 'est-à-d i re  état  1  =  ON .  

Ces  exi gences  sont  véri f i ées  par  exam en .  

6.4.5.3  Exigences  relatives  aux sorties  protégées  

Pour des  sort ies  don t  l e  constructeu r i nd i que  qu 'e l les  do i ven t  être  protégées:  

a)  l a  sort ie  do i t  rés is ter et/ou  l e  d i sposi ti f  de  protection  associé  do i t  fonctionner pour  
protéger l a  sorti e  pour  tou tes  l es  valeurs  d 'état  s table  du  courant  de  sort i e  supérieures  à  
1 , 1  fo is  la  valeur ass i gnée;  

b)  après  la réi n i t i al i sation  ou  l e  rem placem ent du  d i spos i t i f  de  protection  un iquem ent,  se lon  
l e  cas,  l 'équ ipem en t de  comm ande do i t  reprendre  son  foncti onnem ent  norm al ;  

c)  des  poss ibi l i tés  de  rem ise  en  rou te  facu l tati ves  do ivent  être  sé lectionnées  parm i  les  tro is  
types  su i van ts:  

1 )  sort ie  protégée  à réarm em ent au tom atique:  sort i e  protégée  qu i  se  rétabl i t  
au tom atiquem ent après  retrai t  de  l a  surcharge;  

2)  sort i e  protégée  à  réarm em ent  con trô lé:  sorti e  protégée  qu i  est  réi n i t i al i sée  par  des  
s i gnaux (pour une  com mande à d istance,  par exem ple) ;  

3)  sorti e  protégée  à réarm em ent m anuel :  sort ie  protégée  qu i  im pl i que  d 'être  rétabl i e  par  
une  i n terventi on  hum aine  ( l a protecti on  peu t  se  présenter  sous  form e  de  fus ibles,  de  
verrou i l lages  é lectron iques,  e tc. ) .  

Ces  exi gences  sont  véri f i ées  conform ém ent  au  6. 4.5. 1 0 . 3 .  

IEC  
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Tem ps  (s)  

1 0  Ie  

Ie  

0  
t1  t2  t3  

Sort i e  à  re l ai s  

t3  =  1 0  s  

Sorti e  à  sem iconducteu rs  

0, 25  A,  t3  =  1  s  

0, 5-2  A,  t3  =  2  s  
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NOTE  1  Le  fonct i onnem ent  dans  des  cond i t i ons  de  su rcharg e  pendan t  une  péri ode  de  tem ps  pro long ée  peu t  
affecter l a  du rée  de  vi e  en  fonct i onnem ent  du  m odu le.  

NOTE  2  Les  sort i es  protégées  ne  protèg ent  pas  nécessai rem ent  l e  raccordem ent  à  l ' i nstal l at i on .  

6.4.5.4  Exigences  relatives  aux sorties  protégées contre  l es  courts-ci rcu i ts  

Pour des  sorti es  don t  l e  constructeu r i nd i que  qu 'e l l es  do ivent  être  protégées  contre  l es  
courts-ci rcu i ts:  

a)  pour tous  l es  couran ts  de  sorti e  supérieurs  à  Iem ax.  et  j usqu 'à 2  fo is  l a  valeur ass ignée  Ie ,  
l a  sort ie  do i t  fonctionner  et  rés ister à  l a  ou  aux  surcharges  tem porai res .  Cette  ou  ces  
surcharges  tem porai res  do i vent  être  spéci f iées  par l e  constructeur.  

b)  pour tous  l es  couran ts  de  sorti e  poten tie l lem ent  supérieurs  à 20  fo is  l a  valeur ass ignée,  l e  
d ispos i t i f  de  protecti on  do i t  fonctionner.  Après  l a  ré i n i t i al i sation  ou  l e  rem placem ent du  
d ispos i t i f  de  protection  un iquem en t,  l ' équ ipem en t de  com m ande do i t  reprendre  son  
foncti onnem ent norm al .  

c)  pour des  couran ts  de  sorti e  com pris  dans  la plage  al l an t  de  2  fo is  à  20  fo is  Ie ,  ou  pour une  
ou  des  surcharges  tem porai res  au -delà des  l im i tes  spéci f i ées  par l e  constructeur (poin t  a)  
ci -dessus) ,  i l  peu t  s 'avérer nécessai re  de  réparer ou  de  rem placer  l e  m odu le.  

Ces  exi gences  sont  véri f i ées  conform ém en t au  6. 4.5 . 1 0 .3 .  

6.4.5.5  Exigences  relatives  aux sorties  à  protection  externe  

Pour des  sort ies  don t  le  constructeur i nd i que  qu 'e l les  do iven t  être  à protection  externe,  l e  
constructeu r do i t  recomm ander un  d isposi t i f  de  protection  externe.  Les  sorti es  do ivent  
sat isfai re  à tou tes  l es  exigences  i nd iquées  pour l es  sorties  protégées  con tre  les  courts -
ci rcu i ts  (6 . 4. 5. 4) ,  l orsque  l e  d isposi t i f  de  protection  externe  est  i nstal lé.  

6.4.5.6  Exigences  relatives  aux sort ies  à  relais  électromécaniques  

Les  sort i es  à re lais  é lectrom écan iques  do ivent  être  capables  d 'effectuer un  g rand  nom bre  de  
m anœuvres,  comm e ce la est  spéci f i é  par  l e  constructeur,  avec l a charge  i nd iquée  pour l a  
catégorie  d 'em plo i  AC-1 5  conform ém ent  à  l 'Annexe  C  de  l ' I EC  60947-5-1 :201 6.  

Les  essais  de  type  de  surcharge  et  d 'endurance  ne  son t  pas  exigés  s ' i l  est  établ i  que  l es  
com posants  de  re lais  sat isfont  aux  exi gences  de  l ' I EC 60947-5-1 .  

NOTE  Les  essai s  de  type  de  su rcharge  et  d 'endurance  peu ven t  être  com binés  à  l ' évaluat i on  de  sécu ri té  
conform ém ent  à  l ' I EC 61 01 0-2-201 .  

6.4.5.7  Exigences  relat ives  aux sort ies  à  semiconducteurs  d iscrets  

Les  sorti es  à sem iconducteurs  d iscrets  do i vent  ê tre  capables  d 'effectuer au  m oins  3  m i l l i ons  
de  m anœuvres  avec  l a  charge  spéci f i ée  pour  l a  catégorie  d 'em plo i  AC-1 5  (classe  de  
durabi l i té  3)  con form ém ent  à  l 'Annexe  C  de  l ' I EC 60947-5-1 :201 6.  

NOTE  Les  essai s  de  type  de  su rcharge  et  d 'endurance  peu ven t  être  com binés  à  l ' évaluat i on  de  sécu ri té  
conform ém ent  à  l ' I EC 61 01 0-2-201 .  

6.4.5.8  Exigences  relat ives  à  l 'essai  de surcharge  

Les  apparei ls  de  connexion  do iven t  ferm er et  ouvri r  un  c i rcu i t  d 'essai  ayan t  l es  valeurs  de  
courant,  de  tens ion  et  de  facteur de  pu issance  données  dans  l e  Tableau  26.  C inquante  
cycles,  chacun  se  com posant  d 'une  ferm eture  et  d 'une  ouverture,  do ivent  être  exécu tés  avec  
un  tem ps  de  ferm eture  (ON)  de  1  s  et  un  tem ps  d ’ouverture  (OFF)  de  9  s .  À l a  f in  des  
50  cycles ,  l 'équ ipem ent  do i t  ê tre  soum is  à  l 'essai  d 'endurance  de  6 . 4.5 . 9.  
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Tableau  26  – Valeurs  du  ci rcu i t  d 'essai  de surcharge  

Charge prévue  Couran t  Tension  Facteur de  pu i ssance  

Usage  général  en  cou rant  
al ternati f  

1 , 5  ×  VALEUR ASSI GNÉE   VALEUR ASSI GNÉE  0 , 75  à  0 , 80  

Usage  général  en  cou rant  
con ti nu  

1 , 5   ×   VALEUR ASSI GNÉE   VALEUR ASSI GNÉE  -  

Rési s tance  en  cou rant  
al ternati f   

1 , 5   ×   VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  1 , 0  

Rési s tance  en  cou rant  
con ti nu  

1 , 5   ×   VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  -  

Cycle  de  l ' essai  p i l ote  en  
cou ran t  al ternati f  a  

VALEUR ASSI GNÉE  a  1 , 1  ×  VALEUR ASSI GNÉE  b  <0, 35  

Cycle  de  l ' essai  p i l ote  en  
couran t  con ti nu  a  

VALEUR ASSI GNÉE  a  1 , 1  ×  VALEUR ASSI GNÉE  b  -  

NOTE  1  Sou rce  I EC  60947-5-1  

NOTE  2  Cycle  de  l 'essai  p i l o te  =  valeu r ass i gnée  affectée  à  un  re lai s  ou  un  com m utateur  qu i  com m ande  l a  
bobi ne  d 'un  au tre  relai s  ou  comm utateur.  

a  Sau f  spéci f i cat i on  con trai re,  l e  cou ran t  d 'appel  doi t  correspondre  à  1 0  fo i s  l e  cou rant  en  rég i m e  établ i .  

b  Rég l er  l 'EUT à  ses  tens ion  et  cou ran t  ASSI GNÉS,  pu i s  aug m enter l a  tens ion  de  1 0  % sans  nou veau  rég l ag e  
de  l a  charge.  

 

Véri f ication :  À l a  f i n  de  l 'essai ,  l 'apparei l  do i t  sati s fai re  aux PVBF  (vo i r  4 . 2. 8) .  

6.4.5.9  Exigences  relat ives  à  l 'essai  d 'endurance 

À la f i n  de  l ' essai  de  su rcharge  de  6 . 4. 5. 8,  l 'appare i l  de  connexion  do i t  ferm er et  ouvri r  un  
ci rcu i t  d 'essai  ayant  les  valeurs  de  courant,  de  tens ion  et  de  facteur  de  pu issance  données  
dans  le  Tableau  27.  6  000  cycles  au  to tal ,  chacun  se  com posan t  d 'une  ferm eture  et  d 'une  
ouverture,  do i ven t  être  exécu tés.  Le  cycle  de  foncti onnem ent do i t  ê tre  consti tué  d 'un  tem ps  
de  ferm eture  de  1  s  et  d 'un  tem ps  d 'ouverture  de  9  s ,  sau f  pour l es  1  000  prem iers  cycles  de  
l 'essai  p i l ote.  Les  1  000  prem iers  cycles  de  l 'essai  p i lote  doi vent  être  à un  rythm e de  1  cycle  
par seconde,  sau f  pour  l es  1 0  à 1 2  prem iers  cycles,  qu i  do ivent  être  auss i  rapides  qu e  
poss ible.  

I l  n 'est  pas  nécessai re  d 'effectuer l ' essai  d 'endurance  sur l es  apparei l s  avec des  sorti es  à  
sem iconducteurs  pou r un  usage  général  ou  pou r une  charge  rés isti ve.  
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Tableau  27  – Valeurs  du  ci rcu i t  d 'essai  d 'endurance 

Charge prévue  Couran t  Tension  Facteur de  pu i ssance  

Usage  général  en  cou ran t  
al ternati f  

VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  0 , 75  à  0 , 80  

Usage  général  en  cou ran t  
con ti nu  

VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  -  

Rési stance  en  cou ran t  
al ternati f  

VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  1 , 0  

Rési stance  en  cou ran t  
con ti nu  

VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  -  

Cycle  de  l ' essai  pi l ote  en  
courant  al ternati f  a  

VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  <0, 35  

Cycle  de  l ' essai  p i l ote  en  
cou rant  con t i nu  a  

VALEUR ASSI GNÉE  VALEUR ASSI GNÉE  -  

NOTE  1  Sou rce  I EC  60947-5-1  

NOTE  2  Cycle  de  l 'essai  p i l o te  =  valeu r ass i gnée  affectée  à  un  relai s  ou  un  com m utateu r  qu i  com m ande  l a  
bobi ne  d 'un  au tre  relai s  ou  comm utateur.  

a  Le  c i rcu i t  d 'essai  est  i den t i que  au  c i rcu i t  d 'essai  de  su rcharg e  sau f  que  l a  tens ion  est  l a  tens ion  ass i g née.   

 

Véri f ication :  À l a  f i n  de  l ’ essai ,  l ’ apparei l  do i t  sat is fai re  aux PVBF (vo i r  4 . 2. 8) .  

6.4.5.1 0  Véri fi cation  des sorties  al ternatives numériques  

6.4.5.1 0. 1  Général i tés  

Sauf  spéci f ication  contrai re  en  6 . 4. 5. 1 0. 1 ,  tous  l es  essais  do i ven t  être  exécutés  deux fois  sur  
l a  ou  les  m êm es  vo ies  d 'E/S:  

•  Prem ier essai :  à  l a  tem pérature  am biante  m in im ale  (Tm in ) ,  c 'est-à-d i re  Tm in  donnée  au  
Tableau  3 .  

•  Deuxièm e essai :  à  la  tem pérature  am bian te  m axim ale  (Tm ax) ,  c 'est-à-d i re  Tm ax  donnée  au  
Tableau  3 .  

I l  n 'est  pas  exigé  de  soum ettre  à l ' essai  p lus  d 'une  vo ie  de  sorti e  al ternati ve  num érique  de  
chaque  type,  m ais  tous  les  types  d i fférents  représen tés  dans  l 'équ ipem en t de  com m ande  
do ivent  ê tre  soum is  à  l 'essai .  

Cependant,  l es  essais  par l esquels  l a  capaci té  m axim ale  des  m odu les  est  véri f iée  do i vent  
être  réal isés  su r  tou tes  l es  vo ies  des  m odu les  mu l t i voies,  par exem ple  l ’ i n tensi té  de  courant  
adm iss ible,  l a  d i ssipati on  de  pu issance  ou  la  tem pérature  du  m odu le.  

6.4.5.1 0.2  Essai  de plage de  fonctionnement  

I l  do i t  ê tre  véri f ié  que  tou tes  l es  exigences  du  type  de  sort ie  spéci f i é  selon  6. 4.5  sont  
sat isfai tes.  

Procédures  d 'essai :  

•  P lage  de  courant:  Essai  effectué  à l a  valeur m in im ale,  m oyenne  et  m axim ale  du  type  de  
sort ie.  

•  Couran t  de  fu i te:  S i  l e  m anuel  de  l ' u t i l i sateur  spéci fi e  des  apparei ls /ci rcu i ts  externes  
destinés  à  la  protection  des  sorti es  (vo i r  Artic le  8) ,  ces  dern iers  do i ven t  être  i nstal l és.  
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•  Surcharge  tem porai re:  Conform ém ent à l ' I EC  60947-5-1  (AC-1 5) .  Pour l es  sorti es  
protégées  con tre  l es  cou rts-ci rcu i ts ,  l es  valeurs  de  courant  doivent  être  respecti vem ent de  
2  Ie  à  20  Ie  (comm e i nd iqué  en  6 . 4. 5. 4) .  

6.4.5.1 0.3  Essai  des sorties  protégées,  non  protégées et  protégées  contre  l es  courts-
ci rcu i ts  

La m éthode  d 'essai  de  véri f i cati on  pour les  exigences  concernan t  l a  su rcharge  et  l es  courts -
ci rcu i ts  est  fourn ie  dans  l e  Tableau  28.  

Tableau  28  – Essais  de  surcharge et  de courts-ci rcu i ts  pour  sort ies  numériques  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  aux spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Détai l s  de  m on tage/support  Con form ém ent  aux spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Charg e  I l  su ff i t  de  véri f i er  u ne  vo ie  d 'E/S  de  chaque  type  soum is  à  l 'essai  

Mesu rages  i n i t i aux  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Descripti on  des  essai s  A  B  C  D  E  

Cou ran ts  présum és  (k ×  Ie )  1 , 2/1 , 3a  1 , 5  2  5  21  

Du rée  de  l 'essai  (m in )  5  5  5  5  5  

Ord re  des  essai s  

Prem ière  séri e  (à  Tmi n )  1  2  3  4  5  

Seconde  séri e  (à  Tmax)  6  7  8  9  1 0  

I n terval l e  de  tem ps  en tre  l es  essai s  1 0  m in  ≤  i n terval l es  de  tem ps  ≤  60  m in  

Appl i cat i on  des  sort i es  protégées  d 'essai  Ou i  Ou i  Ou i  Ou i  Ou i  

Sort i es  protégées  contre  l es  cou rts-
ci rcu i ts  

Non  Non  Ou i b  Non  Ou i d  

Sort i es  non  protégéesc  Non  Non  Ou i b  Non  Ou i d  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  Voi r  exi g ences  en  6 . 4. 5. 3  ou  6 . 4. 5. 4  

À  l a  su rcharg e  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

I mm éd iatem ent  après  l a  su rcharg e  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

Après  l a  su rcharg e  et  ré i n i t i al i sat i on  
appropri ée  Con form ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8  

a  1 , 2  pou r l es  sort i es  al ternati ves  

b  Pour des  cou ran ts  com pri s  dans  l a  plag e  al l an t  de  2  fo i s  à  20  fo i s  Ie ,  i l  peu t  être  nécessai re  de  réparer ou  de  
rem placer l e  m odu le.  

c  Le  ou  l es  d i spos i t i fs  de  protecti on  à  fou rn i r  ou  spéci f i és  par l e  constructeu r doi ven t  être  i nstal l és .  

d  Le  ou  l es  d i sposi t i fs  de  protecti on  do i vent  fonct i onner.  I l s  doi ven t  être  réarm és  ou  rem placés  selon  l e  cas  
pou r l 'essai  su i van t.  

 

6.4.5.1 0.4  Essai  d ' inversion  de  polari té  du  signal  

Les  d isposi t i fs  de  protecti on ,  te ls  que  l es  fus ibles,  peuven t  être  ré in i ti al i sés  avant  tou te  
véri f i cati on .  

S i  l es  équ ipem ents  son t  m écan iquem ent conçus  pour évi ter l ' i nvers ion  de  po lari té  du  s i gnal ,  i l  
n ’est  pas  nécessai re  de  réal i ser u n  essai  qu i  peu t  être  rem placé  par une  i nspection  visuel le .  

Le  s ignal  ass igné  m axim al ,  de  po lari té  i nverse,  do i t  être  appl i qué  pendant  1 0  s .  

À l a  f i n  de  l ’ essai ,  l e  d i spos i t i f  do i t  sat i sfai re  aux  PVBF (vo i r  4 . 2. 8) .  
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6.4.6  Sorties  numériques  pour courant  continu  (émission  de courant)  

6.4.6.1  Valeurs  assignées et  plages  de  fonctionnement  (courant  continu)  

Les  sort ies  num ériques  do ivent  satisfai re  aux  valeurs  ass ignées  données  dans  l e  Tableau  29 ,  
pour  l a  ou  l es  tens ions  de  sort i e  i nd iquées  par  l e  constructeu r,  se lon  6. 2. 1 .  

Tableau  29  –Valeurs assignées et  plages  de fonctionnement  (courant  continu)   
pour l es  sort ies  continues numériques à  émission  de  courant  

  Type de sorti e  con tinue   

  Type 0, 1  Type 0,25  Type 0,5  Type 1  Type 2   

Couran t  assigné pour l 'état  1  Ie  (A)  0 , 1  0 ,25  0,5  1  2  Points  
normati fs  

Plage  de  cou rant  pour l ' état  1  à  l a  
tens ion  m axim ale  (cont i nue)  

Max.  (A)  0 , 1 2  0 , 3  0 , 6  1 , 2  2 , 4   

Chu te  de  tens ion ,  
Ud  

Sort i e  non  
protégée  Max.  (V)  3  3  3  3  3   

Protég ée  et  
protégée  con tre  

l es  cou rts-
ci rcu i ts  

Max.  (V)  3  3  3  3  3  a  

Cou rant  de  fu i te  pou r l ' état  0  Max.  (m A)  0 , 1  0 , 5  0 , 5  1  1  b,  c  

Surcharg e  tem porai re  Max.  (A)  Voi r  Fi g u re  1 5  ou  com m e cela est  spéci f i é  par l e  
constructeu r   

a  Pou r des  cou ran ts  ass i gnés  de  1  A et  2  A,  s i  une  protect i on  d ' i nvers ion  de  pol ari té  est  prévu e,  une  chu te  de  
tens ion  de  5  V  est  adm ise.  Cette  d i sposi t i on  rend  l a  sort i e  i ncom patible  avec  u ne  en trée  de  type  1  avec  l a  
m êm e tens ion  ass i gnée.  

b  La com patibi l i té  qu i  en  résu l te  en tre  l es  sort i es  con t i nu es  et  l es  en trées  cont i nues,  sans  charge  externe  
add i t i onnel l e,  est  l a  su i van te:  

 Sort i e  Sort i e  Sort i e  Sort i e  Sort i e  

 Type  Type  Type  Type  Type  

 0 , 1  0 , 25  0 , 5  1  2  

Type  d 'en trée  1  ou i  ou i  ou i  non  non  

Type  d 'en trée  3  ou i  ou i  ou i  ou i  ou i  

 
c  Avec  une  charge  externe  appropri ée,  tou tes  l es  sort i es  con t i nues  peu ven t  deven i r  com patib les  avec  tou tes  l es  

en trées  con ti nues  de  type  1  et  de  type  3 .  
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t1  =   tem ps  de  su rtens ion  =  1 0  m s  

t2  =   tem ps  ON  

t3  – t2  =   tem ps  OFF ( tem ps  OFF =  tem ps  ON)  

t3  =   Tem ps  de  fonct i onnem ent  =  1  s  

Figure 1 5  – Forme d 'onde de  surcharge temporai re   
pour l es  sorties continues numériques  

6.4.6.2  Exigences  relat ives  à  l ' i nd ication  des  sorties  

Chaque vo ie  de  sort i e  do i t  ê tre  équ ipée  d 'un  voyan t  l og icie l  ou  m atérie l  pour i nd i quer l a  
cond i t i on  d 'état  1 ,  c 'est-à-d i re  état  1  =  ON .  

Ces  exigences  sont  véri f i ées  par  exam en .  

6.4.6.3  Exigences  relat ives  aux sort ies  protégées  

Pour des  sort i es  don t  l e  constructeu r i nd i que  qu 'e l les  do iven t  ê tre  protégées:  

a)  l a  sort i e  do i t  rés is ter e t/ou  l e  d i spos i ti f  de  protecti on  associé  do i t  foncti onner pour  
protéger l a  sortie  pour  tou tes  l es  valeurs  d 'état  s table  du  courant  de  sorti e  supérieures  à  
1 , 2  fo is  la  valeur ass ignée;  

b)  après  la réi n i t i al i sation  ou  l e  rem placem ent  du  d i spos i t i f  de  protecti on  un iquem en t,  se lon  
l e  cas,  l 'équ ipem ent  de  comm ande do i t  reprendre  son  foncti onnem ent  norm al ;  

c)  des  poss ibi l i tés  de  rem ise  en  rou te  facu l tati ves  do ivent  être  sé lectionnées  parm i  les  tro is  
types  su i van ts:  

1 )  sort i e  protégée  à réarm em ent  au tom ati que:  sorti e  protégée  qu i  se  rétabl i t  
au tom ati quem ent  après  retrai t  de  l a  su rcharge;  

2)  sorti e  protégée  à  réarm em ent  con trô lé:  sorti e  protégée  qu i  est  réi n i t i al i sée  par  des  
s i gnaux (pour  une  com mande à  d istance,  par exem ple) ;  

3)  sorti e  protégée  à réarm em ent m anuel :  sort i e  protégée  qu i  im pl i que  d 'être  rétabl i e  par  
une  i n terventi on  hum aine  ( l a protecti on  peu t  se  présenter  sous  form e de  fus ibles,  de  
verrou i l lages  é lectron iques,  etc. ) .  

Les  exigences  de  6 . 4.6 . 3  son t  véri f iées  conform ém ent au  6. 4. 6. 1 0. 3.  

NOTE  1  Le  fonct i onnem ent  dans  des  cond i t i ons  de  su rcharg e  pendan t  une  péri ode  de  tem ps  pro long ée  peu t  
affecter l a  du rée  de  vi e  du  m odu le.  

NOTE  2  Les  sort i es  protégées  ne  protèg ent  pas  nécessai rem ent  l e  raccordem ent  à  l ' i ns tal l at i on .  

6.4.6.4  Exigences  relatives  aux sorties  protégées contre  l es  courts-ci rcu i ts  

Pour des  sorti es  don t  l e  constructeu r i nd i que  qu 'e l l es  do ivent  être  protégées  contre  l es  
courts-ci rcu i ts:  
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a)  pour tous  l es  couran ts  de  sorti e  supérieurs  à Iem ax.  et  j usqu 'à 2  fo is  l a  valeur ass ignée  Ie ,  
l a  sort ie  do i t  fonctionner  et  rés ister à  l a  ou  aux  surcharges  tem porai res .  Cette  ou  ces  
surcharges  tem porai res  do i vent  être  spéci f iées  par l e  constructeur.  

b)  pour tous  l es  couran ts  de  sorti e  poten ti e l lem ent supérieurs  à 20  fo is  l a  valeur ass ignée,  l e  
d ispos i t i f  de  protecti on  do i t  fonctionner.  Après  l a  ré i n i t i al i sation  ou  l e  rem placem ent du  
d ispos i t i f  de  protection  un iquem en t,  l ' équ ipem en t de  com m ande do i t  reprendre  son  
foncti onnem ent norm al .  

c)  pour des  couran ts  de  sorti e  com pris  dans  la plage  al l an t  de  2  fo is  à  20  fo is  Ie ,  ou  pour une  
ou  des  surcharges  tem porai res  au -delà des  l im i tes  spéci f i ées  par l e  constructeur (poin t  a)  
ci -dessus) ,  i l  peu t  s 'avérer nécessai re  de  réparer ou  de  rem placer  l e  m odu le.  

Les  exi gences  de  6 . 4. 6. 4  sont  véri f iées  conform ém ent au  6. 4. 6. 1 0. 3.  

6.4.6.5  Exigences  relatives  aux sorties  à  protection  externe  

Pour des  sort ies  don t  le  constructeur i nd i que  qu 'e l les  do iven t  être  à protection  externe,  l e  
constructeu r do i t  recomm ander un  d isposi t i f  de  protecti on  externe.  Les  sorti es  do ivent  
sat isfai re  à tou tes  l es  exigences  i nd iquées  pour l es  sorties  protégées  con tre  les  courts-
ci rcu i ts  (6 . 4. 5. 4) ,  l orsque  l e  d i sposi t i f  de  protection  externe  est  i nstal l é.  

6.4.6.6  Exigences  relatives  aux sorties  à  relais  électromécaniques  

Les  sort i es  à re lais  é lectrom écan iques  do ivent  être  capables  d 'effectuer un  g rand  nom bre  de  
m anœuvres,  comm e cela est  spéci fi é  par  l e  constructeur,  avec la  charge  i nd iquée  pour l a  
catégorie  d 'em plo i  DC-1 3  conform ém ent  à  l 'Annexe  C  de  l ' I EC  60947-5-1 :201 6.  

Les  essais  de  type  de  surcharge  et  d 'endurance  ne  son t  pas  exigés  s ' i l  est  établ i  que  l es  
com posants  de  re lais  sat isfont  aux  exigences  de  l ' IEC  60947-5-1 .  

NOTE  Les  essai s  de  type  de  su rcharge  et  d 'endurance  peu ven t  être  com binés  à  l ' évaluat i on  de  sécu ri té  
conform ém ent  à  l ' I EC 61 01 0-2-201 .  

6.4.6.7  Exigences  relat ives  aux sort ies  à  semiconducteurs  d iscrets  

Les  sorti es  à sem iconducteurs  d iscrets  do i ven t  ê tre  capables  d 'exécuter au  m oins  3  m i l l i ons  
de  m anœuvres  avec la  charge  spéci fi ée  pour  l a  catégorie  d 'em plo i  DC-1 3  (classe  de  
durabi l i té  3)  conform ém ent  à  l 'Annexe  C  de  l ' I EC  60947-5-1 :201 6.  

NOTE  Les  essai s  de  type  de  su rcharge  et  d 'endurance  peu vent  être  com binés  à  l ' évaluati on  de  sécu ri té  
conform ém ent  à  l ' I EC  61 01 0-2-201 .  

6.4.6.8  Exigences  relat ives  à  l 'essai  de  surcharge  

Voi r 6 . 4. 5.8 .  

6.4.6.9  Exigences  relatives  à  l 'essai  d ’ endurance 

Voi r  6. 4. 5.9 .  

6.4.6.1 0  Véri fi cation  des sort ies  continues  numériques  

6.4.6.1 0. 1  Général i tés  

Sauf  spéci f i cation  con trai re  en  6 . 4. 6. 1 0. 1 ,  tous  l es  essais  do i ven t  être  exécutés  deux  fois  sur  
l a  ou  les  m êm es  vo ies  d 'E/S:  

•  Prem ier essai :  à  l a  tem pérature  am biante  m in im ale  (Tm in ) ,  c 'est-à-d i re  Tm in  donnée  au  
Tableau  3 .  

•  Deuxièm e essai :  à  la  tem pérature  am bian te  m axim ale  (Tm ax) ,  c 'est-à-d i re  Tm ax  donnée  au  
Tableau  3 .  
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I l  n 'est  pas  exigé  de  soum ettre  à l 'essai  p lus  d 'une  vo ie  de  sorti e  conti nue  numérique  de  
chaque  type,  m ais  tous  l es  types  d i fféren ts  représen tés  dans  l 'EUT do iven t  être  soum is  à  
l ' essai .  

Cependan t,  les  essais  par l esquels  l a  capaci té  m axim ale  des  m odu les  est  véri f iée  do ivent  
être  réal isés  su r tou tes  l es  vo ies  des  m odu les  mu l t i voies ,  par exem ple  l ’ i n tensi té  de  courant  
adm iss ible ,  l a  d i ss ipation  de  pu issance  ou  la  tem pérature  du  m odu le.  

6.4.6.1 0.2  Essai  de  plage de  fonctionnement  

I l  do i t  être  véri f i é  que  tou tes  l es  exi gences  du  type  de  sort ie  spéci fi é  se lon  6. 4. 6  son t  
sati sfai tes .  

Procédures  d 'essai :  

•  P lage  de  courant:  Essai  effectué  à l a  valeur m in im ale,  m oyenne  et  m axim ale  du  type  de  
sorti e.  

•  Couran t  de  fu i te:  S i  l e  m anuel  de  l ' u t i l i sateur  spéci f i e  des  apparei ls /ci rcu i ts  externes  
destinés  à  la  protection  des  sort i es  (vo i r  Art ic le  8) ,  ces  dern iers  do i ven t  être  i nstal l és.  

•  Surcharge  tem porai re:  Conform ém ent  à l ' I EC  60947-5-1  (DC-1 3) .  Pour les  sorties  
protégées  con tre  l es  cou rts-ci rcu i ts,  l es  valeurs  de  courant  doi vent  ê tre  respecti vem ent  de  
2  Ie  à  20  Ie  (comm e i nd iqué  en  6 . 4. 6. 4) .  

6.4.6.1 0.3  Essai  des sorties protégées,  non  protégées et  protégées  contre  l es  courts-
ci rcu i ts  

Méthode  d 'essai  de  véri f i cati on  pou r l es  exi gences  concernant  la  surcharge  et  l es  courts -
ci rcu i ts .  
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Tableau  30  –Essais  de surcharge et  de  courts-ci rcu i ts  pour sorties  numériques  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  aux spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Détai l s  de  m on tage/support  Con form ém ent  aux spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Charg e  I l  su ff i t  de  véri f i er  u ne  voie  d 'E/S  de  chaque  type  soum is  à  l 'essai  

Mesu rages  i n i t i aux  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Descripti on  des  essai s  A B  C  D  E  

Cou ran ts  présum és  (k ×  Ie )  1 , 2/1 , 3a  1 , 5  2  5  21  

Du rée  de  l 'essai  (m in )  5  5  5  5  5  

Ord re  des  essai s  

Prem ière  séri e  (à  Tmi n )  1  2  3  4  5  

Seconde  séri e  (à  Tmax)  6  7  8  9  1 0  

I n terval l e  de  tem ps  en tre  l es  essai s  1 0  m in  ≤  i n terval l es  de  tem ps  ≤  60  m in  

Appl i cat i on  des  sort i es  protégées  d 'essai  Ou i  Ou i  Ou i  Ou i  Ou i  

Sort i es  protégées  contre  l es  cou rts-
ci rcu i ts  Non  Non  Ou i b  Non  Ou i d  

Sort i es  non  protégées  c  Non  Non  Ou i b  Non  Ou i d  

Mesu rage  et  véri f i cati on  Voi r  exi g ences  en  6. 4. 6. 3  ou  6 . 4. 6. 4  

À l a  su rcharg e  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

I mm édiatem ent  après  l a  su rcharge  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

Après  l a  su rcharg e  et  ré i n i t i al i sati on  
appropri ée  Conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4. 2. 8  

a  1 , 3  pou r l es  sort i es  con t i nu es  

b  Pour des  courants  com pri s  dans  l a  plag e  al l an t  de  2  fo i s  à  20  fo i s  Ie ,  i l  peu t  être  nécessai re  de  réparer ou  de  
rem placer l e  m odu le.  

c  Le  ou  l es  d i sposi t i fs  de  protect i on  à  fou rn i r  ou  spéci f i és  par l e  constructeu r doi ven t  être  i nstal l és .  

d  Le  ou  l es  d i sposi t i fs  de  protect i on  doi ven t  fonct i onner.  I l s  do i vent  être  réarm és  ou  rem placés  selon  l e  cas  
pou r l 'essai  su i van t.  

 

6.4.6.1 0.4  Essai  d ' inversion  de  polari té  du  signal  

Les  d isposi t i fs  de  protecti on ,  te ls  que  l es  fus ibles,  peuven t  être  ré in i ti al i sés  avant  tou te  
véri f i cati on .  

S i  l es  équ ipem ents  son t  m écan iquem ent conçus  pour évi ter l ' i nvers ion  de  po lari té  du  s i gnal ,  i l  
n ’est  pas  nécessai re  de  réal i ser u n  essai  qu i  peu t  être  rem placé  par une  i nspection  visuel l e .  

Le  s ignal  ass igné  m axim al ,  de  po lari té  i nverse,  do i t  être  appl i qué  pendant  1 0  s .  

À l a  f i n  de  l ’ essai ,  l e  d i spos i t i f  do i t  sat i sfai re  aux  PVBF (vo i r  4 . 2. 8) .  

6.4.7  Exigences  relat ives  à  l a  compatibi l i té  des voies  d iscrètes  avec la  SDCI  défin ie  
dans l ' IEC 61 1 31 -9  

Si  une  vo ie  u t i l i se  une  i n terface  de  com m unicati on  num érique  po in t  à  po i n t  pou r peti ts  
capteurs  et  actionneurs  (SDCI ) ,  ce l le-ci  do i t  sat isfai re  aux  exigences  de  l ' I EC  61 1 31 -9.  
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6.4.8  In terfaces  d 'E/S  numériques particu l i ères  

Un  équ ipem ent de  com m ande peu t  être  proposé  avec des  i n terfaces  d 'E/S  num ériques  non  
trai tées  dans  la  présen te  norm e,  par exem ple,  des  pi lotes  à  con tacteu r hau te  i n tensi té.  Dans  
ce  cas,  l es  données  du  constructeu r do i ven t  fourn i r  tou tes  l es  i n form ations  appropriées  à  son  
u t i l i sat ion .  

Les  exigences  de  6. 4. 8  sont  véri f i ées  conform ém ent aux  procédures  défi n ies  par le  
constructeu r.  Ces  procédures  do ivent  être  docum entées  dans  l e  rapport  d 'essai ,  vo i r  4 . 3 .  

6.5  Entrées/sort ies  analog iques  

6.5. 1  Général i tés  

L'accès  C  est  l ' i n terface/accès  pour l es  s i gnaux d 'en trées  analog iques.  L'accès  D  est  
l ' i n terface/accès  pour  l es  s i gnaux  de  sorties  analog iques.  Vo i r  l a  F igure  7.  

U ti l i ser  l 'ANSI /I SA-50. 00. 01 - 1 975  com m e docum ent  source  pour  les  plages  analog iques.  

6.5.2  Entrées  analog iques  

Les  valeurs  ass ignées  de  l a p lage  de  s i gnaux et  de  l ' im pédance  pour  les  en trées  analog iques  
des  équ ipem en ts  de  com m ande  do ivent  ê tre  te l l es  que  spéci f iées  dans  le  Tableau  31 .  

Tableau  31  – Valeurs  assignées et  l imi tes d ' impédance pour l es  entrées analog iques  

Plage de si gnaux Lim i tes  des  impédances  d 'en trée  Points  normati fs  

±  1 0  V  ≥  1 0  kΩ  

0  V  à  1 0  V  ≥  1 0  kΩ  

1  V  à  5  V  ≥  5  kΩ  

4  m A à 20  mA ≤  300  Ω  

 

6.5.3  Sorties analog iques  

Les  valeu rs  ass ignées  de  la  p lage  de  s ignaux et  de  l ' im pédance  de  charge  pour l es  sorties  
analog iques  des  équ ipem ents  de  com m ande do ivent  être  te l l es  que  spéci f iées  dans  le  
Tableau  32.  

Tableau  32  – Valeurs  assignées et  l imi tes d ' impédance pour l es  sorties  analog iques  

Plage de  signaux Lim i tes  des  impédances  de  charge  Points  normati fs  

±  1 0  V  ≥  1  000  Ω  a  

0  V  à  1 0  V  ≥  1  000  Ω  a  

1  V  à  5  V  ≥  500  Ω  a  

4 m A à 20  mA ≤  600  Ω  a  

a  Les  sort i es  doi ven t  rés i ster à  tou te  su rcharge  depu i s  l e  c i rcu i t  ouvert  j u squ ’au  cou rt-ci rcu i t .  

 

6.5.4  Entrées  analog iques  de  température  

Les  en trées  analog iques  peuven t  être  conçues  pour être  com patibles  avec  l es  therm ocouples  
ou  les  d ispos i t i fs  therm iques  résist i fs  (RTD)  norm al isés,  te ls  que  l es  sondes  PT  1 00.  

Les  en trées  analog iques  pour therm ocouples  do iven t  com porter un  m oyen  de  com pensati on  
par  soudure  à fro i d .  
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6.5.5  Exigences  relat ives  à  l a  compatibi l i té  des voies  analog iques  avec HART® 
(transducteur à  d istance adressable  par  bus)   

6.5.5.1  Général i tés  

Si  une  vo ie  u ti l i se  H ART®,  e l le  do i t  sati sfai re  aux  exigences  de  l a spéci f i cation  du  protocole  
de  comm unicati on  H ART® ( transducteu r à  d i stance  adressable  par  bus) ,  7. 5,  HCF_SPEC-1 3 .  

Les  exigences  de  6 . 5.5 . 1  son t  véri f iées  conform ém ent au  6. 5. 5. 2.  

6.5.5.2  Véri fication  des exigences  relat ives à  l ' in terface de communication  HART® 

Le  constructeur  do i t  véri f i er  l a  capaci té  de  perform ances.  Cette  véri f icati on  peu t  être  
effectuée  par des  essais  i n ternes  ou ,  par  exem ple,  par  un  organ ism e externe  de  certi f i cati on .  

S i  l 'accès  de  comm un icati on  est  spéci f i é  par un  protocole  ouvert,  par exem ple  H ART®,  i l  do i t  
être  soum is  à  l ' essai  se lon  les  exigences  de  ces  norm es.  Ces  exi gences  de  véri f i cati on /essai  
son t  généralem ent fourn ies  par l es  organ ism es  prestatai res  de  bus  de  terrain  ou  de  
technolog ie  (par exem ple,  H ART® Foundati on ) .  

6.5.6  Véri fication  des E/S analog iques  

6.5.6.1  Général i tés  

Sauf  spéci f icati on  con trai re  en  6. 5. 6. 1 ,  tous  l es  essais  do iven t  être  exécutés  deux fo is  su r l a  
ou  les  m êm es  vo ies  d 'E/S:  

•  Prem ier essai :  à  l a  tem pérature  am biante  m in im ale  (Tm in ) ,  c 'est-à-d i re  Tm in  donnée  au  
Tableau  3 .  

•  Deuxièm e essai :  à  la  tem pérature  am bian te  m axim ale  (Tm ax) ,  c 'est-à-d i re  Tm ax  donnée  au  
Tableau  3 .  

I l  n 'est  pas  exigé  de  soum ettre  à l 'essai  pl us  d 'une  voie  d 'entrée  analog ique  et  p l us  d 'une  vo ie  
de  sorti e  analog ique  de  chaque  type,  m ais  tous  l es  types  d i fféren ts  représen tés  dans  l 'EUT 
do ivent  ê tre  soum is  à  l 'essai .  

Cependant,  les  essais  par l esquels  l a  capaci té  m axim ale  des  m odu les  est  véri f iée  do i vent  
être  réal isés  su r  tou tes  l es  vo ies  des  m odu les  mu l t i voies,  par exem ple  l ’ i n tensi té  de  courant  
adm iss ible,  l a  d i ssipati on  de  pu issance  ou  la  tem pérature  du  m odu le.  

6.5.6.2  Essais  de plage  de  fonctionnement  

Véri f i er que  tou tes  l es  exigences  sont  satisfai tes.  I l  es t  adm is  que  l es  E/S  analog iques  
proposen t  un  ensem ble  p lus  ou  m oins  i n f i n i  de  véri f i cati ons  poss ibles .  Un  sous-ensem ble  
pratique  s im ple  do i t  être  soum is  à  l ' essai  qu i  trai te  de  l a  capaci té  de  base  ou  l a  plus  
im portante  des  E/S  analog iques.  Cet  essai  s im pl i f i é  n 'est  pas  desti né  à supprim er l 'exigence  
qu i  veu t  qu 'un  param ètre  spéci f i é  satisfasse  à ses  caractérist iques  ass ignées  spéci f iques.  I l  
s 'ag i t  s im plem ent de  l a  reconnaissance  d 'un  sous-ensem ble  prati que  d 'essais  de  type.  

Exem ple  de  procédure  d 'essai  appl icable  à un  sous-ensem ble  prati que  s im ple:  

Tous  l es  types  de  p lages  proposés  dans  l a f i che  techn ique  du  constructeur (par exem ple,  
±1 0  V,  4  m A à 20  m A)  do i ven t  être  véri f iés .  

Soum ettre  tous  l es  types  de  plages  à un  essai  de  réso lu ti on  et  d 'exacti tude.  Véri f ier  par  essai  
1 1  po i n ts  dans  l a  p lage  (0  % à 1 00  %,  par pal i er de  1 0  %) .  Effectuer l es  essais  à  l a  
tem pérature  de  fonctionnem en t m in im ale  e t  m axim ale,  ai ns i  qu 'à  une  tem pérature  de  25  °C.  
Soum ettre  à essai  un  échan ti l l on  à 3  reprises  dans  chaque  cond i t ion .  
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Les  résu l tats  do i vent  être  con form es  à  l a  f i che  techn ique  des  équ ipem ents .  

NOTE  Cette  véri f i cat i on  peu t  être  com binée  au x essai s  de  type  de  tem pératu re.  

Toutes  l es  spéci f i cations  param étriques  déf in i es  dans  la  f i che  techn ique  du  constructeur  
do i vent  être  véri f i ées  et  enreg istrées  dans  le  rapport  d 'essai .  Vo i r  4. 3 .  

La m éthodolog ie  d 'essai  de  tem pérature  do i t  ê tre  conform e  au  4. 2 .6 .  

6.5.6.3  Essai  d ' immuni té  à  l a  surcharge des  sorties analog iques  

Le  m esurage  et  l a  véri f i cati on  do iven t  ê tre  réal isés  conform ém ent  au  Tableau  33.  

Tableau  33  – Essai  d ' immuni té  à  l a  surcharge des  sorties  analog iques  

Essai  de  référence  Aucun  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeur  

Cond i t i on  i n i t i al e  
La charg e  est  appl i quée  j usqu 'à  l a  s tabi l i sati on  de  l a  ou  des  tem pératu res  de  
tou te(s )  part i es  concernées  de  l 'EUT (3  re l evés  de  tem pératu re  de  l a  ou  des  part i es  
concernées)  

Charg e  appl i quée  Selon  l a  su rcharge  ( rés i s t i ve,  capaci t i ve  ou  i n ducti ve)  m axim ale  spéci f i ée  par l e  
constructeu r.  

Nom bre  de  relevés  3  fo i s  su r l a  ou  l es  part i es  concernées  

I n terval l e  de  rel evé  I n terval l e  de  2  m in  j usqu 'à  une  variat i on  m axim ale  de  1  K 

Réussi te  /  échec  
Aucune  détéri orati on  phys i que  ou  m od i f i cati on  des  perform ances,  au tre  que  cel l e  
spéci f i ée  dans  l a  f i che  techn i que  du  constructeu r,  n e  do i t  être  détectée.  

Après  l 'essai  L'exacti tude  do i t  ê tre  véri f i ée  pour l es  valeu rs  m in im ales  et  maxim ales  de  l a  p l age  
conform ém ent  au x PVBF,  vo i r  4 . 2 . 8.  

 

6.5.6.4  Essai  de  court-ci rcu i t  et  de  ci rcu i t  ouvert  

Lorsque  l e  court-ci rcu i t  ou  l e  ci rcu i t  ouvert  est  appl iqué,  aucune  détérioration  ph ys ique  n i  
aucun  phénom ène  anorm al  ne  do i vent  être  détectés.  Après  l ' essai ,  exécu ter l es  PVBF du  
4. 2. 8 .  

6.5.6.5  Essai  de variation  de  l a  tension  d 'al imentation  

Cet essai  do i t  être  exécuté  lorsque  les  m odu les  d 'E/S  analog iques  son t  al im entés  par une  
source  d 'énerg ie  externe  i ndépendan te  (c'est-à-d i re  i ndépendante  de  l 'au tre  ou  des  au tres  
al im en tati ons  des  m odu les  d 'E/S  de  l 'EUT) .  

L'al im en tati on  est  rem placée  par u ne  sou rce  d 'al im entati on  variable.  La tens ion  est  ajustée  
aux  valeurs  extrêm es  de  l a plage  de  tens ions  d 'al im en tati on  spéci f iée.  Les  PVBF et  les  
variat ions  de  sorti e  do i vent  se  s i tuer à  l ' i n téri eur  de  l a  p lage  spéci f iée,  vo i r  4. 2. 8 .  

6.5.6.6  Essai  d ' inversion  de  polari té  du  signal  

Les  d isposi t i fs  de  protecti on ,  te ls  que  l es  fus ibles,  peuven t  être  ré in i ti al i sés  avant  tou te  
véri f i cati on .  

S i  l es  équ ipem ents  son t  m écan iquem ent conçus  pour évi ter l ' i nvers ion  de  po lari té  du  s i gnal ,  i l  
n ’est  pas  nécessai re  de  réal i ser u n  essai  qu i  peu t  être  rem placé  par une  i nspection  visuel l e .  

Le  s ignal  ass igné  m aximal ,  de  po lari té  i nverse  pour des  entrées  analog iques  un ipo lai res,  do i t  
être  appl i qué  pendant  1 0  s .  
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Les  résu l tats  do ivent  correspondre  à ceux  qu i  on t  été  défi n is  par l e  constructeur.  À l a  f in  de  
l ’essai ,  l e  d isposi t i f  do i t  sati sfai re  aux  PVBF (vo i r  4. 2. 8) .  

6.6  Exigences  relatives  aux in terfaces de communication  

6.6. 1  Général i tés  

La conf igurati on  soum ise  à l 'essai  se lon  4. 2  de  l a  présente  norm e do i t  com porter  des  m odu les  
d ' in terface  de  comm un icati on  l e  cas  échéan t,  et  des  l iaisons  de  comm un ication  spéci f i ées  par 
l e  constructeu r.  

La comm unicati on  s 'effectue  par l es  types  d 'accès  Al ,  Ar,  Be  et  B i .  Vo i r  la  F igure  7 .  

Al  I n terface/accès  de  com mun ication  pour  baie  d 'extens ion  l ocale  

Ar  I n terface/accès  de  com m unicati on  pour stat i on  d 'entrées/sorti es  déportée,  réseau  de  
comm ande,  bus  de  terrain  

Be  I n terface/accès  de  commun icati on  ouvert,  ouvert  aux  appare i l s  t iers;  par exem ple,  PADT,  
PC  u ti l i sé  pour l a  programm ation  

Bi  I n terface/accès  de  com mun ication  i n terne,  par exem ple,  bus  de  fond  de  pan ier  

I l  exis te  deux  types  généraux  d ' i n terfaces  de  comm un ication :  

a)  Protocole  propriétai re  

b)  Protocole  ouvert  

L'accès  de  comm un ication  Ar est  norm alem ent un  accès  de  bus  de  terrain  à protocole  ouvert.  
S i  un  accès  quelconque  u t i l i se  un  protocole  ouvert  con form ém ent,  par  exem ple,  à  
l ' I EC  61 1 58,  à  l ' I EC  61 784 ou  l a  Fie ldbus  Foundati on ,  i l  do i t  sati sfai re  aux exi gences  de  ces  
norm es.  

Les  exi gences  de  6 . 6 . 1  son t  véri f i ées  conform ém ent  au  6 . 6. 2.  

6.6.2  Véri fication  des exigences  relat ives à  l ' in terface de communication  

Le  constructeur  do i t  véri f i er  l a  capaci té  de  perform ances.  Cette  véri f i cati on  peu t  être  
effectuée  par des  essais  i n ternes  ou ,  par  exem ple,  par  un  organ ism e externe  de  cert i f i cati on .  

S i  l 'accès  de  comm un icati on  est  spéci f ié  par un  protoco le  ouvert,  par  exem ple  I EC  61 1 58,  
IEC  61 784 ou  HART,  i l  do i t  ê tre  soum is  à l 'essai  se lon  les  exigences  de  ces  norm es.  Ces  
exigences  de  véri f ication  / essai  sont  généralem ent fourn ies  par l es  organ ism es  prestatai res  
de  bus  de  terrain  ou  de  technolog ie  (par  exem ple,  FF,  PNO,  ODVA) .  

6.7  Exigences  relatives  au (x)processeur(s)  et  à  l a  ou  aux mémoi res  

6.7. 1  Général i tés  

Le  présen t  6. 7. 1  do i t  ê tre  l u  con jo i n tem en t avec l ' I EC 61 1 31 -1  et  avec 6. 8  et  6. 9  de  la  
présente  norm e (respectivem ent,  RIOS  et  périphéri ques) .  

Voi r  l a  F igure  7  pour la  défi n i ti on  et  l a  représentation  de  l 'équ ipem ent de  comm ande,  du  
processeur pri ncipal ,  de  l a  m ém oire  pri ncipale  et  des  au tres  term es  u ti l i sés  dans  l e  présen t  
6. 7. 1 .  

Le  ou  les  processeurs  pri ncipaux  et  l a  ou  les  m émoires  font  partie  de  l ' i nstal lat ion  perm anente  
des  équ ipem en ts  de  com m ande  et  son t  par  conséquent  soum is  à l ' essai  en  conséquence.  

Les  exi gences  de  6 . 7. 1  son t  véri f i ées  conform ém ent  au  6 . 7. 2.  
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6.7.2  Véri fi cation  des exigences  relatives  au  processeur  

Le  constructeur  do i t  être  capable  de  véri f i er  l es  déclarati ons  de  perform ances  publ iées,  par  
exem ple:  

•  Prise  en  charge  du  ou  des  l angages;  

•  Vi tesse  d 'exécu ti on  des  i nstructi ons;  

•  Capaci té  de  m ém oire.  

6.8  Exigences  relatives  aux stations d 'en trée/sortie  déportées (RIOS)  

6.8. 1  Général i tés  

Les  stati ons  d 'en trée/sortie  déportées  (RIOS)  fon t  parti e  de  l ' i nstal l at ion  perm anente  de  
l 'équ ipem ent  de  com m ande et  do i ven t  donc être  soum ises  à l ' essai  en  conséquence.  
Cependant,  pour faci l i ter l es  essais ,  l es  s tations  d 'en trée/sort ie  déportées  i solées  peuven t  
être  soum ises  à  l 'essai  séparém ent,  l e  cas  échéant.  

Les  exigences  re lati ves  aux  creux de  tension  et  coupures  de  l 'al im entation  ou  des  
al im en tati ons  s 'appl i quent  totalem ent aux  stat ions  d 'entrée/sort ie  déportées.  Ces  exigences  
son t  données  en  6 . 2.  

En  cas  de  perte  de  comm unicat ion  avec le  program m e d 'appl icati on  du  processeur,  les  
stations  d 'entrée/sort ie  déportées  doivent  pouvoi r  forcer les  états  de  l eurs  sort ies  à  des  
valeurs  spéci f iées ,  avec  des  retards  spéci fi és  et  sans  passer par des  états  non  défi n is ,  e t  
fourn i r  un  s ignal  d ' i nd icati on  de  défaut.  

États  de  défau t  fourn is  par l ' équ ipem ent  de  com mande:  

a)  Valeur de  conservati on  (Exem ple  d 'u ti l i sat i on :  rester au  n i veau  ou  à l ’é tat  en  cours  avant  
l a  perte,  par exem ple,  m ain ten i r  u n  récipien t  de  verre  fondu  à l a  m ême tem pérature) .  
Appl icable  aux  vo ies  num ériques  et  analog iques.  

b)  Valeur OFF (Exem ple  d 'u ti l i sat ion :  s i tuations  dans  lesquel l es  l ' état  hors  tens ion  est  l e  
m ei l l eur état  par défau t,  généralem ent  dans  des  appl icati ons  de  comm ande  pas-à-pas) .  
Appl icable  aux  vo ies  num ériques  et  analog iques.  

c)  Valeur program m ée (Exem ple  d 'u t i l i sat i on :  l e  concepteur  d 'appl icati ons  connaît  ce  n i veau  
ou  cette  valeur  qu i  est  déf in i (e)  l ors  de  l a  phase  de  développem ent de  l 'appl ication ,  ou  
éven tuel lem en t dans  l e  cadre  d 'une  com m ande  par program m e défin i e.  Cette  valeur est  
u t i l i sée  s i  l a  m ei l leu re  cond i t i on  cons iste  à  prog resser se lon  un  débi t  l en t  défi n i  ou  à  
perm ettre  au  processus  de  passer à  u n  n i veau  défin i ) .  Appl icable  aux vo ies  analog iques.  

L'équ ipem ent de  com mande  du  processeur do i t  fou rn i r  au  programme d 'appl ication  de  
l ' u t i l i sateur des  in form ations  appropriées  su r l ' état  actuel  des  stations  d 'en trée/sort ie  
déportées.  

Les  exigences  de  6 . 8. 1  son t  véri f i ées  conform ém ent  au  6 . 8. 2.  

6.8.2  Véri fication  des stations d 'E/S locales  et  déportées  

6.8.2.1  Général i tés  

Le  constructeur  do i t  être  capable  de  véri f ier  les  déclarations  de  perform ances  publ i ées .  

6.8.2.2  Essai  des temps  de réponse  

Cet essai  véri f i e  l 'effet  i n trodu i t  su r le  ou  l es  tem ps  de  transfert  pour fourn i r  l es  i n form ations  
d 'en trées  l ocales  et/ou  déportées  et  l ' état  des  stations  d 'E/S  déportées  (RI OS)  au  program m e 
d 'appl ication  et  pour  transm ettre  ses  décis ions  log i ques  aux  sort ies  déportées.  
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Procédure:  U n  programme d 'essai  d 'appl ication  ayan t  pour bu t  de  copier l ' état  des  entrées  sur  
l es  sort i es  est  exécuté  dans  4  conf igurati ons  analogues:  

•  en trées  locales  à sorti es  l ocales,  

•  en trées  déportées  à sort i es  l ocales,  

•  en trées  locales  à sorti es  déportées  et  

•  en trées  déportées  à sort ies  déportées.  

Cri tères  de  réuss i te/échec:  Les  tem ps  de  réponse  totaux  de  l 'EUT et  l es  variat ions  
consécuti ves  du  ou  des  tem ps  de  transfert  do i ven t  être  con form es  à  l a  f i che  techn ique  du  
constructeu r.  

6.8.2.3  Essai  de perte de  communication  

Procédure:  L'essai  est  exécu té  en  déconnectant  a)  l e  câble  de  comm unicati on ,  b)  
l 'al im entati on  externe  des  stati ons  d 'E/S  déportées  (RI OS)  et  en  observant  l e  com portem en t  
de  l 'EUT (c'est-à-d i re  ce lu i  du  processeur,  ai ns i  que  des  stat i ons  d 'E/S  déportées  et  de  l eu rs  
sorti es) .  

Cri tères  de  réuss i te/échec:  En  cas  d 'échec ou  de  perte  de  l a  com m unicati on ,  l es  sort ies  
do i vent  prendre  un  état  spéci f ié  par l e  constructeur,  dans  un  i n terval l e  de  tem ps  spéci f ié  par  
ce  dern ier,  sans  aucun  com portem ent erratique  ou  i n tem pesti f ,  e t  l 'erreur de  comm un ication  
do i t  être  s i gnalée  à l ' i n terface  u ti l i sateur.  

6.9  Exigences  relatives  aux périphériques (outi l s  de programmation  et  de  mise  au  
point  ou  PADT,  équ ipements  d 'essai  ou  TE,  i n terfaces  homme-machine ou  IHM)  

6.9. 1  Général i tés  

Les  périphériques,  qu i  ne  consti tuen t  pas  une  part ie  perm anente  de  l ' équ ipem ent de  
comm ande,  ne  doivent  pas  provoquer de  dysfoncti onnem ent de  ce  dern ier à  l ' établ issem en t  
ou  à l ' i n terruption  de  l a  comm unicati on  avec l e  systèm e d 'explo i tati on .  

Les  exigences  de  6 . 9 . 1  son t  véri f i ées  conform ém ent  au  Tableau  34.  

Tableau  34  –Insert ion /retrai t  des  un i tés  amovibles  

Essai  de  référence  Aucun  

Descripti on  de  l 'essai  
pou r l es  u n i tés  i nstal l ées  en  perm anence  

(par exem ple,  m odu les  de  fonds  de  pan ier,  f i ches  pour 
câbles  préassem blés  ou  m ou lés ,  connecteu rs  de  
raccordem ent  à  l ' i ns tal l at i on )  

50  i nsert i ons/retrai ts  son t  réal i sés  sans  al im en tati on ;  
ensu i te  l ' équ ipem ent  do i t  sati s fai re  au x PVBF,  vo i r  
4 . 2 . 8  

Descripti on  de  l 'essai  
pou r l es  u n i tés  et  l es  péri phéri ques  non  i nstal l és  en  
perm anence  

Par exem ple  

USB,  accès  réseau ,  cartes  m ém oi res  (vo i r  Fi gu re  7)   

500  i nsert i ons/retrai ts  son t  réal i sés  al ors  que  l 'EUT 
exécu te  des  program m es d 'essai  de  fonct i onnem ent  
comm e cela est  exi gé  pou r l es  PVBF,  voi r  4 . 2 . 8  

Les  i nsert i ons  et  l es  retrai ts  ne  doi ven t  pas  affecter l e  
bon  fonct i onnem ent  de  l 'EUT.  

Une  com m un icat i on  su r l a  l i ai son  phys ique  pendant  
l 'essai  n 'est  pas  exi gée  

 

Les  connecteurs  pour l es  périphériques  doivent  être  détrom pés  pour évi ter tou te  erreur de  
raccordem en t ou  l 'équ ipem ent  de  com m ande  do i t  ê tre  conçu  pour  évi ter  tou t  
dysfoncti onnem ent  en  cas  de  raccordem ent i ncorrect.  
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L'équ ipem ent  de  comm ande  com prenan t  l e  périphéri que  do i t  être  conçu  pour  garan ti r  que  le  
programm e éd i té  qu i  s ’exécu te  sur ce  m êm e équ ipem ent de  com m ande est  foncti onnel lem en t  
i denti que  au  programm e éd i té  affi ché  sur l e  périphérique.  

S i  une  m od i f icati on  en  l i gne  du  program m e d 'appl ication  et/ou  des  m odes  de  fonctionnem ent  
de  l 'équ ipem ent  de  com m ande est  poss ible  à l 'aide  d 'un  périphérique  (c'est-à-d i re  l orsque  
l 'équ ipem ent  de  com m ande contrô le  act i vem ent  une  m ach ine  ou  un  processus  i ndustrie l ) ,  
alors:  

a)  l e  périphérique  do i t  au tom ati quem ent affi cher des  averti ssem ents  clai rs  équ ivalents  à:  
« au  cours  d 'une  m od i fi cati on  en  l i gne,  l 'aff ichage  du  program m e peut  vari er par rapport  au  
programm e d 'appl ication ,  l e  con trôle  de  l a  m ach ine/du  processus  peut  être  i n terrom pu  
pendan t  . . . . .  m s,  etc. » ,  se lon  l e  cas;  

b)  l e  périphéri que  doi t  i n terroger l 'opérateur (par exem ple:  « Vou lez-vous  vraim ent  exécuter  
cette  tâche?»  ou  u t i l i ser des  term es  analogues,  et  n 'exécuter l a  com m ande  qu 'après  avo i r  
reçu  une  réponse  affi rm ati ve  de  sa part;  

c)  i l  do i t  être  possible  de  té lécharger  l e  nouveau  program m e d 'appl ication  vers  l es  supports  
de  données  fourn is  par l e  constructeur et  de  véri f ier  en  l i gne  que  l ' enreg i strem ent  l u i  est  
foncti onnel lem ent équ ivalen t;  

d )  des  m oyens  do iven t  être  fourn is  pour évi ter  tou te  u t i l i sat ion  non  au torisée  de  ces  
foncti ons  (m atérie l  ou  l og icie l ) .  

Les  IH M,  PADT et  TE  qu i  u t i l i sent  l es  accès  Be  et  E  (Vo i r  l a  Fi gure  7)  son t  i nvi tés  à sat isfai re  
aux  norm es  ouvertes.  

Les  exi gences  de  6 . 9 . 1  son t  véri f i ées  con form ém ent  au  6 . 9 . 2 .  

6.9.2  Véri fi cation  des  exigences  relatives  aux périphériques  (outi l s  de  
programmation  et  de  m ise  au  poin t  [PADT] ,  équ ipements d 'essai  [TE] ,  
i n terfaces  homme-machine [ IHM] )  

Le  constructeur  do i t  être  capable  de  véri f i er  l es  déclarati ons  de  perform ances  publ iées,  par  
exem ple:  

•  Tai l l e ,  résolu tion ,  nom bre  de  cou leurs  de  l 'écran  I HM;  

•  Vi tesse  de  m ise  à  j our  de  l 'écran  IH M;  

•  Exacti tude  de  l 'écran  tacti le ;  

•  Pri se  en  charge  gestuel l e;  

•  Pri se  en  charge  du  protocole  d 'accès  de  com m unicati on  (voi r  6. 6. ) ;  

•  Capaci té  de  m ém oi re;  

•  Apt i tude  au  nettoyage.  

6. 1 0  Exigences  relatives  aux auto-essais  et  aux d iagnostics  

6. 1 0. 1  Général i tés  

Le constructeur do i t  fou rn i r  des  m oyens  perm ettan t  de  réal iser des  au to-essais  et  des  
d iagnostics  du  fonctionnem ent.  Ces  m oyens  do iven t  ê tre  des  services  i n tégrés  à l 'équ ipem ent  
et/ou  des  m éthodes  recomm andées  pou r m ettre  en  œuvre  l 'appl icati on  prévue.  

Les  services  su i vants  do i ven t  être  fourn is :  

•  un  m oyen  de  contrô le  du  program m e d 'appl icati on  de  l 'u t i l i sateur (c'est-à-d i re  une  horloge  
de  survei l l ance,  etc. ) ;  

•  un  m oyen  m atérie l  ou  l og icie l  pour véri f i er  l ' i n tégri té  de  l a  m ém oi re;  
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•  u n  m oyen  de  véri f i cation  de  l a val i d i té  des  données  échangées  entre  l a  ou  l es  m ém oi res ,  
l e  ou  l es  processeurs  et  l es  m odu les  d 'E/S  (un  essai  en  boucle  de  l 'appl ication ,  par  
exem ple) ;  

•  u n  m oyen  pou r véri f i er  que  l a  ou  l es  un i tés  d 'al imen tation  ne  dépassent  pas  l es  l im i tes  de  
tens ion  et  de  cou rant  adm ises  par  la  conception  du  m atérie l ;  

•  u n  m oyen  de  su rvei l l ance  de  l ' état  du  processeur.  

L'équ ipem ent  do i t  être  capable  d 'acti ver un  s ignal  d 'alarm e  avec une  sorti e  d 'alarm e  l og icie l le  
ou  m atérie l l e .  En  cas  de  su rvei l lance  et  de  « foncti onnem ent correct»  de  l 'équ ipem ent  de  
comm ande,  l ' état  de  cette  sort ie  d 'alarm e  do i t  ê tre  prédéterm iné.  En  cas  de  « fonctionnem ent  
i ncorrect» ,  l a  sorti e  d 'alarm e do i t  passer à  l ' état  opposé.  Le  constructeur do i t  spéci f i er  l es  
cond i t i ons  de  l ' « état  de  foncti onnem ent correct»  et  l es  au to-essais  qu i  son t  exécu tés  pour  
pi l oter  cette  sortie  d 'alarm e.  

Les  stati ons  d 'entrée/sorti e  déportées  (RIOS)  do iven t  pouvoi r  acti ver un  s i gnal  d 'alarm e sur 
une  sortie  d 'alarm e (par exem ple  au  m oyen  d 'un  m odu le  de  sort i e  num érique)  en  cas  de  perte  
d 'al im en tati on  ou  de  perte  de  comm unication  norm ale  avec l e  processeur,  et  passer dans  un  
état  prédéterm iné  (vo i r  6 . 8) .  

Les  exi gences  de  6 . 1 0. 1  son t  véri f i ées  conform émen t au  6. 1 0. 2.  

6. 1 0.2  Véri fication  des auto-essais  et  des d iagnostics  

Le  constructeur  do i t  être  capable  de  véri f i er  l es  déclarati ons  de  perform ances  publ iées,  par  
exem ple:  

•  l a  vi tesse  de  survei l l ance  et  de  m ise  à  j our  du  program m e d 'appl icati on ;  

•  l a  réal isation  et  l a  vi tesse  du  con trôle  de  l ' i n tégri té  de  l a  ou  des  m ém oires;  

•  l es  s i gnaux d 'alarm e pour tou te  défai l l ance  de  m atérie l ,  m icro log icie l  ou  l og icie l .  

6.1 1  Terre  fonctionnel le  

Les  bornes  de  terre  fonctionnel le  son t  desti nées  à l ’ imm un i té  CEM,  à  l a  protecti on  ou  au  
con trôle  en  m atière  d ’ém ission .  I l  n ’ y a  aucune  exi gence  de  constructi on .  

Les  bornes  doivent  com porter  un  m arquage.  

Les  exi gences  de  m arquage  de  6 . 1 2  sont  conform es  au  8 . 2. 3.  

6. 1 2  Exigences  relatives  aux informations  sur  l e  service et  la  fonction  dans  des  
cond i tions normales  

Les  i n form ations  su r l e  service  et  l a  fonction  dans  des  cond i t i ons  norm ales  do ivent  être  
fourn ies  par  l e  constructeur,  con form ém ent  aux  exi gences  de  l 'Article  8 .  

Les  exi gences  de  6 . 1 2  son t  véri f i ées  par exam en.  

7 Exigences relatives à  l a  compatibi l i té  électromagnétique (CEM)  

7. 1  Général i tés  

Les  équ ipem ents  de  comm ande i ndustrie ls  son t  conçus  pour l ' envi ronnem en t i ndustri e l  
couvert  par l ' I EC  61 000-6-2  et  l ' I EC  61 000-6-4,  sau f  i nd icati on  con trai re  donnée  par les  
i n form ations  du  constructeur.  
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Le  présent  Artic le  7  spéci fi e  l es  exi gences  de  com patib i l i té  é l ectrom agnéti que  (CEM)  pour l es  
équ ipem en ts  de  comm ande  i ndustri e ls.  

Cons idérés  comm e des  équ ipem ents  poten tie l l em ent rayonnants ,  l 'équ ipem ent de  comm ande 
i nstal lé  e t  l es  au tres  apparei ls  peuven t  ém ettre  des  brou i l l ages  é lectrom agnéti ques  condu i ts  
et  rayonnés.  

Cons idéré  comm e un  équ ipem en t poten ti e l lem ent  récepteur,  l 'équ ipem ent  de  com m ande peu t  
être  affecté  par des  brou i l l ages  condu i ts  générés  extérieurem en t,  des  cham ps  
é lectrom agnéti ques  rayonnés  et  des  décharges  é lectrostati ques.  Le  Tableau  35  i nd ique  
certaines  cons idérations.  

La Fi gure  1 6  représente  l es  m écan ism es  de  couplage  de  rayonnem ents  et  de  brou i l l ages  
CEM  dans  l 'envi ronnem ent  d 'une  us i ne.  La séparati on  des  zones  est  déterm inée  par  la  
d i stri bu t ion  d 'énerg ie  et  l es  prati ques  en  m atière  d ' instal l at i on  et  de  câblage  de  comm ande.  

Zone  C  =  D istri bu t ion  de  réseau  usi ne.  E l l e  est  généralem en t caractérisée  par des  prati ques  
te l l es  que,  par exem ple,  u ne  i so lati on  par rapport  au  réseau  publ ic  par un  transform ateur  
spéci f ique,  une  protecti on  pri ncipale  con tre  l es  su rtens ions  et  un  couplage  paras i te  im portan t.  
Concernant  l a  CEM,  l a  zone  C  peu t  être  défi n ie  comm e un  envi ronnem ent  un  peu  p lus  sévère  
que  l 'envi ronnem ent  i ndustri e l  général .  

Zone  B  =  D istribu tion  d 'énerg ie  é lectri que  déd iée.  Cette  zone  se  s i tue/est  en tourée  par  
l ' envi ronnem ent i ndustri e l  du  réseau  us ine  (Zone  C) .  E l l e  est  généralem ent caractérisée  par  
des  prati ques  te l les  que,  par exem ple,  une  i so lati on  par rapport  au  réseau  us i ne  par un  
transform ateur spéci f ique,  u ne  protection  secondai re  con tre  l es  surtens ions,  un  réseau  
d ’al im en tation  en  courant  con tinu  spéci f i que  et  un  couplage  parasi te  i ndustri e l  m odéré.  
Concernant  la  CEM,  la  zone  B  peut  être  défi n ie  comm e l 'envi ronnem ent  i ndustrie l  général .  

Zone  A =  D istribu t ion  d 'énerg ie  é lectrique  l ocale.  Cette  zone  se  s i tue/est  en tou rée  par  
l ' envi ronnem ent i ndustri e l  de  d is tri bu tion  d 'énerg ie  é lectri que  déd iée  (Zone  B) .  E l l e  est  
généralem en t caractérisée  par des  prati ques  tel l es  que,  par exem ple,  un  câblage  pl us  court,  
des  al im entati ons  m ieux  protégées  (TBTS/TBTP) ,  vo i r  I EC  61 01 0-2-201  pour l es  défi n i t i ons) ,  
une  l im i tat ion  d ' im pédance  des  E/S,  l ' i ns tal l ati on  de  réseaux de  protecti on ,  des  convert isseurs  
courant  al ternati f/courant  conti nu ,  des  transform ateurs  d ' i so lem ent,  des  l im i teurs  de  
su rtension ,  une  al im en tation  locale  en  courant  con ti nu ,  une  protecti on  tert i ai re  et  un  couplage  
paras i te  i ndustrie l  rédu i t.  Concernant  la  CEM,  l a  zone  A peu t  être  déf in i e  comm e un  
envi ronnem ent un  peu  moins  sévère  que  l ' envi ronnem en t i ndustrie l  g énéral .  

L'équ ipem ent  de  comm ande est  conçu  pour l a  zone  B,  sau f  i nd icati on  con trai re  donnée  dans  
l es  i n form ations  du  constructeur.  La  zone  B  eng lobe  la  zone  A.  

S i  un  produ i t  do i t  être  u t i l i sé  dans  pl us ieurs  zones,  i l  doi t  alors  ê tre  conçu  et  soum is  à l 'essai  
su i vant  la  com binaison  des  exigences  la  pl us  sévère  pour  l es  zones  prises  en  cons idération .  



IEC  61 1 31 -2:201 7  © I EC  201 7  – 1 85  –  

 

 

  

Ang lais  Français  

Outdoor  Extéri eu r  

Li gh tn i ng  Foudre  

Tert i ary protecti on  Protecti on  tert i ai re  

AC  Cou rant  al ternati f  

DC  Cou ran t  con t i nu  

PS  Al im en tati on   

CPU  Un i té  cen trale  

I /O  E/S  

Secondary protecti on  Protecti on  secondai re  

Three-phase  i ncom ing  power (publ i c  m ains)  Al im en tati on  en tran te  tri phasée  (réseau  pu bl i c)  

Ou tdoor devi ces  Apparei l s  en  extéri eu r  

Prim ary protect i on  Protecti on  pri nci pale  

Protecti on  network shou ld  be  appropri ate  to  
reduce  severi ty  l evel s  from  those  of  ou tdoor to  
Zone  B  

I l  convi en t  que  l e  réseau  de  protecti on  perm ette  de  
rédu i re  l es  n i veau x de  sévéri té  en tre  ceu x de  
l ’ envi ronnem ent  extéri eu r et  l a  zone  B   

Protecti on  for  ou tdoor devi ces  Protecti on  pour l es  apparei l s  en  extéri eu r  

Factory g rou nd i ng  system  Systèm e de  m i se  à  l a  terre  en  us i ne  

Protecti on  network shou ld  be  appropri ate  to  
reduce  Severi ty  Level s  from  those  of  Zone  B  to  
Zone  A  

I l  convi en t  que  l e  réseau  de  protecti on  perm ette  de  
rédu i re  l es  N i veau x de  sévéri té  en tre  ceux de  l a  
zone  B  et  l a  zone  A  

Figure 1 6  – Zones  CEM  
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Les  l i gnes  po in ti l l ées  dans  l a F i gure  1 6  ne  son t  pas  desti nées  à i nd iquer  une  séparation  ou  
une  ségrégati on  ph ys ique.  Les  l ettres  ind i quées  dans  la  F igure  1 6  (F,  K,  C,  D ,  etc. )  
correspondent  à  ce l les  de  l a  F i gu re  7.  E l l es  décri ven t  l es  i n terfaces/accès.  

Tableau  35  – Zones CEM  & considérations de  protection  

Zones  Considérations de protection  

Zone  C  Distri bu t i on  de  réseau  
us i ne  

tens ion  ass i gnée  >  300  V  
(phase  à  neu tre)  

Protect i on  pri ncipale  
con tre  l es  su rtens ions  

Cou plage  im portant  de  
su rtens i ons  

4  000  V  

Catégori e  de  su rtens ion  
I I I a  

Zone  B  Distri bu ti on  d 'énerg i e  
déd i ée  

Tens ion  ass i gnée  
≤  300  V  (phase  à  neu tre)  

Protect i on  secondai re  
con tre  l es  su rtens ions  

Lim i tat i on  d ' im pédance  
des  E /S  

Cou plage  m odéré  de  
su rtens i ons  

2  000  V  

Catégori e  de  su rtens ion  
I I a  

Zone  A  D i stri bu t i on  d 'énerg i e  
l ocale  

Tension  ass i gnée  
≤  1 20  V  

Tension  ass i gnée  
≤  1 00  V  

Tension  ass i gnée  ≤  50  V  

(phase  à  neu tre)  

Protect i on  tert i ai re  
con tre  l es  su rtens ions  

Lim i tat i on  d ' im pédance  
des  E /S  

Faibl e  coupl ag e  de  
su rtens i ons  

1  000  V  

800  V  

500  V  

Catégori e  de  su rtens ion  
I a  

a  Catégori es  de  su rtens ions  défi n i es  dans  l ' I EC  60664-1 .  

 

La natu re  de  l ' i nstal l at ion ,  dans  l e  cas  de  la zone  B,  doi t  ê tre  te l l e  que  l es  cond i t ions  de  l a  
catégorie  de  surtens ion  I I  ne  do i vent  pas  être  dépassées.  

Les  surtens ions  trans i to i res  au  poin t  de  raccordem ent à l 'al im en tati on  des  équ ipem ents  
do i vent  ê tre  contrô lées  pour ne  pas  dépasser l a  catégorie  de  surtens ion  I I ,  c 'est-à-d i re  ne  pas  
être  supérieures  à la  tens ion  de  choc correspondant  à l a  tens ion  ass i gnée  pour l ' i so lati on  
principale .  L'équ ipem ent  ou  l e  d i spos i t i f  de  suppress ion  des  trans i to i res  do i t  ê tre  capable  
d 'absorber l ' énerg ie  du  trans i to i re.  

Dans  l 'envi ronnem ent i ndustri e l  de  l a  zone  B,  des  pics  de  surtens ion  non  périod iques  peuven t  
apparaître  sur l es  l i gnes  d 'al im en tati on  des  équ ipem ents  en  raison  de  coupures  d 'al im entati on  
d 'équ ipem en ts  de  hau te  énerg ie  (par exem ple,  fusible  fondu  sur u ne  branche  d 'un  réseau  
tri phasé) .  Cette  s i tuation  provoque  de  fortes  im pu ls ions  de  couran t  à  des  n i veaux de  tens ion  
re lat i vem ent  faib les  (approxim ati vem en t 2  ×  Ucrête) .  

Les  exi gences  de  7 . 2  et  7 . 3  on t  pour  bu t  de  caractériser l es  perform ances  CEM  des  
équ ipem ents  de  comm ande  et  re lèven t  de  l a  responsabi l i té  du  constructeu r.  

Étant  donné  que  l 'équ ipem ent de  comm ande n 'est  qu 'un  com posant  du  systèm e au tom atisé  
g lobal ,  l a  présen te  norm e ne  trai te  pas  de  l a  CEM  de  ce  systèm e.  

S i  une  enveloppe  CEM  (par exem ple,  un  coffret)  ou  tou t  au tre  d ispos i t i f  de  protection  (par  
exem ple,  un  f i l tre)  est  spéci f ié(e)  par l e  constructeur,  i l  ou  e l l e  do i t  fai re  part ie  de  
l 'équ ipem ent à  l 'essai  (EUT) .  Ces  d ispos i t i fs  de  protecti on  peuvent  être  spéci f i és  par  l e  type  / 
m odèle  du  constructeur  ou  par des  caractéristi ques  é lectri ques.  

L'accès  par l ' enveloppe  CEM  consti tue  la  fron tière  phys ique  de  l 'EUT à travers  l aquel le  l es  
cham ps  é lectrom agnéti ques  peuven t  rayonner  ou  à  laquel le  i l s  peuven t  se  heurter.  Vo i r  
déf in i t ion  3 . 1 . 30 .  
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7.2  Exigences  en  matière  d 'émission  

L'équ ipem en t de  comm ande,  défi n i  dans  l e  présent  docum ent,  est  conçu  pour l 'envi ronnem ent  
i ndustrie l ,  sau f  i nd icati on  contrai re  donnée  dans  l es  i n form ations  du  constructeur.  

Les  exi gences  en  m atière  d 'ém ission  et  les  véri f ications  son t  données  dans  l ' I EC 61 000-6-4.  

L'équ ipem en t de  com m ande n 'est  pas  connecté  au  réseau  é lectri que  publ i c ,  s i  b i en  qu ' i l  n ' y a  
aucune  exi gence  en  m atière  d 'ém ission  j usqu 'à 1 50  kH z.  

S i  l ' équ ipem ent de  com mande est  conçu ,  par  exemple,  pour d 'au tres  envi ronnem ents ,  pour l e  
raccordem ent au  réseau  é lectrique  publ ic,  d 'au tres  exi gences  peuvent  alors  être  nécessai res ,  
par  exem ple  I EC 61 000-6-3 ,  I EC  61 000-3-2,  I EC  61 000-3-3.  

7.3  Exigences  en  matière  d ' immuni té  CEM  

7.3. 1  N iveaux d ' immuni té  

Les  exi gences  en  m atière  d ' imm un i té  pou r l es  accès  par l ’ enveloppe  des  zones  A & B  sont  
déf in i es  dans  le  Tableau  36.  
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Tableau  36  – Essais  des accès par l ’ enveloppe,  Zones  A et  B  

Phénomène 
envi ronnemental  

Norme de 
base  Essai   

N i veau  
de 

l ’ essai  

I nstal l ation  
d 'essai  

Points  
normati fs  

Cri tères  de 
performances  

Décharge  
é l ectrostat i qu e  

I EC 61 000-
4-2  

Contact  ±  4  kV   Tableau  39  
a  

B 

Ai r  ±  8  kV 

Fréquence  
rad ioél ectri que  

Cham p 
é lectrom ag néti que  
Modu l é  en  
am pl i tude  

I EC  61 000-
4-3  

80  % AM,  
1  kHz  
s i nusoïdal  

80  MH z  à 
1  000  MHz  

1 0  V/m  Tableau  40  
d  

A 

1 , 4  GH z  à 
2 , 0  GH z  

3  V/m  

2 , 0  GH z  à 
2 , 7  GH z  

3  V/m  

2 , 7  GH z  à 
6 , 0  GH z  

3  V/m  

Cham ps  
m agnéti qu es  à  l a  
fréquence  du  
réseau  

I EC  61 000-
4-8  

60  H z  30  A/m  Tableau  41  
b,  c  

A 

50  H z  30  A/m  

a  L 'essai  de  décharge  é l ectrostat i que  doi t  ê tre  appl i qu é  au x  

a)  apparei l s  accessibles  aux opérateu rs  (par exem ple,  I H M,  PADT et  TE) ;  

b)  accès  par l ’ envel oppe;  

c)  pi èces  accessibles  en  servi ce  (par exem ple,  comm utateurs,  c l avi ers ,  terre  de  protect i on/fonct i onnel l e,  
boît i er de  m odu le,  accès  de  comm un icati on  avec  connecteu rs  et  connecteu rs  m étal l i ques)  qu i  n e  son t  
pas  protég ées  con tre  u n  accès  fortu i t .  

L'essai  de  décharge  é l ectrostat i qu e  ne  do i t  pas  être  appl i qué  au x accès  de  comm un icati on  sans  connecteu rs,  
au x accès  E/S  ou  au x accès  d 'al im en tati on .  

b  Cet  essai  est  desti né  à  véri f i er  l a  sens ibi l i té  de  l ' équ ipem ent  au x cham ps  m agnéti qu es  qu i  se  produ i sent  
habi tuel l em ent  su r  un  sol  d 'u s i ne.  L'essai  n ' est  appl i cable  qu 'au x équ i pem ents  con tenant  des  apparei l s  
sens ibles  au x cham ps  m agnéti qu es,  te l s  que  l es  apparei l s  à  effet  Hal l ,  un i tés  de  d i sques,  m ém oi res  
m agnéti qu es  et  équ ipem ents  analogu es.  L' équ i pem ent  de  comm ande  ne  com porte  général em ent  pas  de  te l s  
apparei l s .  Cependant,  d 'au tres  apparei l s ,  te l s  que  l es  I H M,  peu ven t  en  u t i l i ser.  L'essai  n ' est  pas  dest i né  à  
s im u ler des  cham ps  m agnéti qu es  hau te  i n tens i té  com m e ceux,  par exem ple,  l i és  au x procédés  de  sou dage  et  
de  chau ffag e  par  i n duct i on .  Cette  exi g ence  peu t  être  sat i sfai te  par  un  essai  appl i qu é  à  l ' apparei l  sens ible,  
dans  l es  l ocaux du  constructeu r de  l ' apparei l .  Vo i r  auss i  l 'Art i cl e  D . 6.  

c  Voi r  l 'Art i c l e  D . 6.  

d  Ce  n i veau  ne  représen te  pas  l e  cham p ém is  par un  ém etteu r- récepteu r à  proxim i té  imm édiate  de  l 'EUT.  

 

Les  n iveaux  de  la  zone  B  sont  les  n i veaux  envi ronnem entaux  i ndustri e ls  l es  p l us  typiques.  

Le  Tableau  37  présen te  l es  exi gences  en  m atière  d ' imm un i té  aux  pertu rbations  condu i tes  
pour  l a  zone  B.  
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Tableau  37  – Essais  d ' immuni té aux perturbations  condu i tes,  zone  B  

 Phénomène 
envi ronnemental  

Transi toi res  
rapides  en  
salves  

Ondes de choc  Brou i l l age  
rad ioélectrique  

Norme de base  IEC 61 000-4-4  IEC 61 000-4-5  IEC 61 000-4-6  

I nstal lation  d 'essai  Tableau  42  Tableau  43  Tableau  44  

Cri tères  de  performances  B  B  A 

In terface/Accès  

Figure  7  (désignation )  

In terface/accès  
spéci fique  

N iveau  de l ’ essai  N iveau  de  l ’ essai  N iveau  de  l ’ essai  Valeurs  
dérivées  de  

Com m un icat i on  de  
données  

(Al  et  Ar pour l es  bai es  
d 'E/S;  

Be,  B i  et  E  pour 
péri phéri qu es)  

Câbl e  bl i ndé  1  kVd  1  kVph ase- te rreb  1 0  Vd  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  2  
Câbl e  non  bl i ndé  1  kVd  1  kVph ase- te rreb  1 0  Vd  

E /S  num éri ques  et  
anal og i qu es  

(C  et  D )  

E /S  en  courant  al ternati f  et  
re l ai s  ass i gné  en  cou ran t  

al ternati f  
(non  bl i ndé)  

2  kVd  2  kVph ase- te rreb  

1  kV  en tre  ph asesb  

1 0  Vd  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  4  

E/S  analog iqu es  ou  en  
couran t  con ti nu  et  re lai s  

ass i gné  en  cou rant  con ti nu  
(non  bl i ndé)  

1  kVd  1  kVph ase- te rreb  1 0  Vd  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  2  

Tou tes  l i g nes  bl i ndées  
(à l a  terre)  

1  kVd  1  kVph ase- te rreb  1 0  Vd  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  2  

Al im en tati on  des  
équ i pem ents  (F) e  

Al im en tati on  en  courant  
al ternati f  

2  kV  2  kVph ase- te rre  

1  kV  en tre  ph ases  

1 0  V  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  4  

Al im en tati on  en  cou rant  
con ti nu   

2  kVa, d  0 , 5  kVph ase-
te rrea, b , c  

0 , 5  kVen tre  
ph asesa, b , c  

1 0  V  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  3  

Al im entat i on  d 'E/S  (J )  

et  

sort i e  d 'al im en tati on  
auxi l i ai re  (K)  

E /S  en  cou rant  al ternati f  et  
al im entat i on  au xi l i ai re  en  

cou ran t  al ternati f  

2  kVd  2  kVph ase- te rreb  

1  kV  en tre  ph asesb  

1 0  V  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  4  

E /S  en  couran t  con ti nu  et  
al im en tati on  au xi l i ai re  en  

cou ran t  con t i nu  

2  kVa,  d  0 , 5  kVph ase-
te rrea, b , c  

0 , 5  kVen tre  
ph asesa, b , c  

1 0  V  I EC  61 000-6-
2:2005  

Tableau  3  

a  Aucun  essai  n ' est  exi gé  dans  l es  cas  su i van ts :  

1 )   accès  desti nés  à  être  raccordés  à  une  batteri e  ou  à  u ne  batteri e  d ’accum u lateu rs  qu i  doi t  ê tre  ret i rée  ou  déconnectée  de  
l 'apparei l  pou r sa recharge,  ou  

2)   accès  desti nés  à  être  u t i l i sés  avec  un  adaptateu r d 'al im entat i on  en  courant  al ternati f -cou ran t  con ti nu .  (Dans  ce  cas:  
l 'essai  do i t  être  réal i sé  su r l ' en trée  d 'al im entat i on  en  cou rant  al ternati f  de  l 'adaptateu r d 'al im en tati on  en  cou ran t  
al ternati f -cou rant  con ti nu  spéci f i é  par l e  constructeu r ou ,  en  l ' absence  de  spéci f i cat i on ,  à  l ' ai de  d 'un  adaptateu r 
d 'al im entat i on  en  cou rant  a l ternati f-courant  con ti nu ) .  

b  Pou r l es  accès  avec  des  câbles  spéci f i és  ≤  30  m ,  aucun  essai  n 'est  nécessai re.  

c  Aucun  essai  n ' est  exi gé  pou r l es  accès  non  dest i nés  à  être  raccordés  à  un  réseau  d ’ al im en tati on  en  cou rant  con ti nu .  

d  Pou r l es  accès  avec  des  câbles  spéci f i és  ≤  3  m ,  aucun  essai  n 'est  nécessai re.  

e  Les  accès  d 'al im en tati on  des  équ ipem ents  (F)  pou r l e  raccordem ent  à  un  réseau  <  60  V  en  courant  con ti nu  ou  en  couran t  
al ternati f  ( tens ion  nom inal e)  do i vent  être  soum is  à  l 'essai  en  tan t  qu 'accès  d 'al im en tati on  d 'E /S  (J ) .  Ces  sources  de  basse  
tens ion  ne  peu ven t  pas  être  cons idérées  com m e des  réseau x d ’al im entat i on  en  cou ran t  con ti nu  ou  en  couran t  al ternati f ,  
dans  l a  m esure  où  l es  cas  prat i ques  de  chu te  de  tens i on  em pêchent  l eu r d i s tri bu ti on .  
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Les  n i veaux de  la zone  A s 'appl iquen t  l orsque  l es  pratiques  en  m atière  d ' instal lati on  rédu isen t  
l es  n i veaux  envi ronnem entaux  i ndustrie ls  en  dessous  de  ceux  de  l a zone  B.  Se lon   
l a  F igu re  1 6,  ces  prati ques  peuvent  com prendre  un  câblage  p lus  court,  des  al im en tati ons  
m ieux  protégées  (TBTS/TBTP,  vo i r  l ’ I EC  61 01 0-2-201  pour l es  défi n i t i ons) ,  une  l im i tat ion  
d ' im pédance  des  E/S,  l ’ i nstal l ation  de  réseaux de  protecti on ,  des  convert isseurs  couran t  
al ternati f/couran t  con tinu ,  des  transform ateurs  d ' i so lem en t,  des  l im i teurs  de  surtens ion ,  une  
al im en tati on  locale  en  couran t  con tinu  et  une  protection  tertiai re.  

Le  Tableau  38  présen te  l es  exigences  en  m atière  d ' imm un i té  aux  pertu rbations  condu i tes  
pour  l a  zone  A.  
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Tableau  38  – Essais  d ' immuni té aux perturbations  condu i tes,  zone  A 

 Phénomène 
envi ronnemental  

Transi toi res  
rapides  en  
salves  

Ondes de choc  Brou i l l age 
rad ioélectrique  

Norme de base  IEC 61 000-4-4  IEC 61 000-4-5  IEC 61 000-4-6  

Instal lation  d 'essai  Tableau  42  Tableau  43  Tableau  44  

Cri tères  de  
performances  

B  B  A 

In terface/Accès  

Figure  7  (désignation )  

In terface/accès  
spéci fique  

N iveau  de  
l ’ essai  

N iveau  de 
l ’ essai  

N iveau  de  l ’ essai  Valeurs  
dérivées de  

Com m un icat i on  de  
données  

(Al  et  Ar pour l es  bai es  
d 'E/S;  

Be,  B i  e t  E  pour l es  
péri phéri qu es)  

Câbl e  bl i ndé  0 , 5  kVd  Aucun  essai  3  Vd  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  2  
Câbl e  non  bl i ndé  0 , 5  kVd  Aucun  essai  3  Vd  

E /S  num éri ques  et  
anal og i qu es  (C  et  D)  

 

E /S  en  courant  al ternati f  
(câbl e  non  bl i ndé)  

1  kVd  2  kVph ase- te rreb  

1  kV  en tre  ph asesb  

3  Vd  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  4  

E/S  analog iqu es  ou  en  
courant  con ti nu  (câble  

non  bl i ndé)  

0 , 5  kVd  Aucun  essai  3  Vd  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  2  

Tou tes  l i g nes  bl i ndées  
(à  l a  terre)  

0 , 5  kVd  Aucun  essai  3  Vd  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  2  

Al im en tati on  des  
équ i pem ents  (F) e  

Al im en tati on  en  courant  
al ternati f  

1  kV  2  kVph ase- te rre  

1  kV  en tre  ph ases  

3  V  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  4  

Al im en tati on  en  cou rant  
con t i nu   

0 , 5  kVa, d  0 , 5  kVph ase-
te rrea, b , c  

0 , 5  kVen tre  
ph asesa, b , c  

3  V  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  3  

Al im entat i on  d 'E/S  (J )  

et  

sort i e  d 'al im en tati on  
auxi l i ai re  (K)  

E /S  en  courant  al ternati f  
e t  al im en tati on  au xi l i ai re  

en  cou ran t  al ternati f  

1  kVd  2  kVph ase- te rreb  

1  kV  en tre  ph asesb  

3  V  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  4  

E /S  en  cou rant  con t i nu  et  
al im entat i on  au xi l i ai re  en  

cou ran t  con t i nu  

0 , 5  kVa,  d  0 , 5  kVph ase-
te rrea, b , c  

0 , 5  kVen tre  
ph asesa, b , c  

3  V  I EC  61 000-6-
1 :201 6  

Tableau  3  

a  Aucun  essai  n ' est  exi gé  dans  l es  cas  su i van ts :  

1 )   accès  dest i nés  à  être  raccordés  à  une  batteri e  ou  à  u ne  batteri e  d ’accum u lateu rs  qu i  do i t  être  ret i rée  ou  déconnectée  
de  l 'appare i l  pour sa recharge,  ou  

2)   accès  dest i nés  à  être  u t i l i sés  avec  un  adaptateur d 'al im en tati on  en  courant  al ternati f -cou ran t  con ti nu .  (Dans  ce  cas:  
l ' essai  do i t  être  réal i sé  su r l ' en trée  d 'al im en tati on  en  cou rant  al ternati f  de  l 'adaptateu r d 'al im entat i on  en  cou ran t  
al ternati f -cou rant  con t i nu  spéci f i é  par l e  constructeu r ou ,  en  l ' absence  de  spéci f i cat i on ,  à  l ' ai de  d ' un  adaptateu r 
d 'al im en tati on  en  cou ran t  a l ternati f-courant  con ti nu ) .  

b  Pour l es  accès  avec  des  câbles  spéci f i és  ≤  30  m ,  aucun  essai  n 'est  nécessai re.  

c  Aucun  essai  n ' est  exi gé  pou r l es  accès  non  desti nés  à  être  raccordés  à  un  réseau  d ’ al im en tati on  en  cou rant  con ti nu .  

d  Pour l es  accès  avec  des  câbles  spéci f i és  ≤  3  m ,  aucun  essai  n 'est  nécessai re.  

e  Les  accès  d 'al im entat i on  des  équ i pem ents  (F)  pour l e  raccordem ent  à  un  réseau  <  60  V  en  courant  con ti nu  ou  en  cou rant  
al ternati f  ( tens ion  nom inale)  doi ven t  être  soum is  à  l 'essai  en  tan t  qu 'accès  d 'al im entat i on  d 'E/S  (J ) .  Ces  sou rces  de  basse  
tens ion  ne  peuven t  pas  être  cons idérées  com m e des  réseau x d ’al im en tati on  en  couran t  con t i nu  ou  en  cou ran t  al ternati f ,  
dans  l a  m esure  où  l es  cas  prat i ques  de  chu te  de  tens ion  em pêchent  l eu r d i s tri bu ti on .  
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Les  cond i ti ons  d 'u ti l i sat ion  peuvent  exi ger l ' i ns tal lat ion  dans  la zone  C.  Le  constructeur peu t  
cho is i r  de  fourn i r  un  équ ipem ent pour cette  i nstal lati on  en  u t i l i san t  l es  n i veaux donnés  en  
Annexe  C.  

Les  exi gences  du  présent  7. 3 . 1  son t  véri f iées  conform ém ent  au  Tableau  39 ,  au  Tableau  40,  
au  Tableau  41 ,  au  Tableau  42,  au  Tableau  43  et  au  Tableau  44.  

Tableau  39  – Essai  d ' immuni té  aux décharges électrostatiques  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-2  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF,  voi r  4. 2. 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r et  
aux d i sposi t i ons  de  l ' I EC  61 000-4-2  

Choi x  des  poi n ts  d 'appl i cat i on  L'essai  de  décharge  é l ectrostat i que  doi t  ê tre  appl i qu é  
aux:  

a)   apparei l s  access ibles  au x opérateu rs  (par 
exem ple,  I H M,  PADT et  TE) ;  

b)   accès  par l ’ envel oppe;  

c)   p i èces  access ibles  en  servi ce  qu i  ne  son t  pas  
protégées  con tre  un  accès  fortu i t  

Exem ples:  

1 )  comm utateu rs ;  

2 )  c l aviers;  

3 )  terre  de  protecti on/fonct i onnel l e;  

4)  cond i t i onnem ent/boît i er  de  m odu le;  

5)  accès  avec  connecteu rs  ou  couvercles  i nstal l és ;  

6)  connecteurs  m étal l i ques.  

L'essai  de  décharge  é l ectrostati que  ne  doi t  pas  être  
appl i qué  au x:  

i )  Accès  de  comm un icat i on  sans  connecteur 
hom ologu e  i nstal l é;  

i i )  Accès  E/S;  

i i i )  Accès  d 'al im en tati on ;  

i v)  Accès  avec  un  m arqu ag e  d 'averti ssem ent  re lati f  
au x décharges  é l ectrostati ques b .   

Appl i cati on  d 'essai  

Décharg e  par con tact  EUT,  p lans  de  cou plage  hori zon tau x et  vert i cau x  

Décharg e  dans  l 'ai r  EUT 

N i veau x de  l ’ essai  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  

Tem ps  en tre  deu x décharges  ≥1  s  

Nom bre  de  décharges  su r chaque  poi n t  choi s i  D i x décharg es  après  l a  décharge  de  l ' équ ipem ent  à  l a  
terre  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cours  de  l a  charge  PVBF,  voi r  4. 2. 8  

Cri tères  de  perform ances  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1 a  

a  S i  l 'EUT s ’écarte  des  valeurs  spéci f i ées  une  seu l e  fo i s  au  cou rs  de  l ' essai ,  une  seconde  épreuve  de  
1 0  décharges  doi t  ê tre  exécu tée;  s i  d 'au tres  écarts  non  adm is  son t  observés,  l 'échec  de  l ' essai  de  décharg e  
é l ectrostat i qu e  do i t  être  déclaré.  

b  I den ti f i er un  accès  non  soum is  à  u n  essai  d ' im m un i té  aux décharg es  é l ectrostat i ques.  U t i l i ser l e  sym bol e  
d 'averti ssem ent  re lat i f  au x d i sposi t i fs  sens ibles  au x décharges  é l ectrostati ques  (ESD) ,  I EC  6041 7-51 34: 2003-
04.   
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Tableau  40  – Essai  d ' immuni té  aux champs électromagnétiques  rayonnés  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-3  

Confi gu rati on  de  l 'EUT  Conform ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF,  voi r  4. 2. 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  L'EUT est  pos i t i onné  dans  l e  cham p d 'essai  étal onné  

P lage  de  fréqu ences  à  balayer  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  (vo i r  l a  note  c i -dessous)  

Modu l ati on  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  

I n tens i té  du  cham p d 'essai  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cou rs  de  l a  charge  PVBF,  voi r  4. 2. 8  

Cri tères  de  performances  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  

NOTE  Voi r auss i  l 'Annexe  H ,  I EC  61 000-4-3:2006.  

 

Tableau  41  – Essai  d ' immuni té  au  champ  magnétique  à  la  fréquence du  réseau  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-8  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF,  voi r  4. 2. 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  
L'EUT est  imm ergé  dans  l e  cham p m agnéti que  d 'une  
bobi ne  d ' i nducti on  de  1  m  ×  1  m .  

Fréquence  ( l i gne  d 'al im en tati on )  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  

Cond i t i on  d 'essai  Méthode  d ' im m ers ion  en  champ con ti nu  

I n tens i té  du  cham p d 'essai  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cou rs  de  l a  charge  PVBF,  voi r  4. 2. 8  

Cri tères  de  performances  Tableau  36  ou  Tableau  C. 1 a  

a  Vo i r  l 'Art i cl e  D . 6.  
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Tableau  42  –Essai  d ' immuni té  aux transi toi res  rapides en  salves  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-4  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF;  4. 2 . 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  
L'EUT do i t  ê tre  te l  qu ' i l  é l im ine  l es  brou i l l ages  
é l ectrom ag néti ques  rayonnés  reçus  su r l e  câblag e  
d 'E/S  par l e  coupl ag e  capaci t i f  spéci f i é  

N i veau  de  sévéri té  à  l a  tens i on  ass i gnée  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  

Du rée  ≥1  m in  

  

Accès d 'appl ication  Méthodes d 'appl i cation  

Com m un icat i on  (Al ,  Ar,  Be,  B i  et  E ) ,  E /S  (C  et  D ) ,  

Al im entat i on  d 'E/S  (J )  et  sort i e  d 'al im entat i on  au xi l i ai re  
(K)  

Cou plage  capaci t i f  par pi nce  (50  pF  à  200  pF)  

Al im entat i on  des  équ i pem ents  (F) a  Cou plage  d i rect  33  nF  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  au  cou rs  de  l a  charge  PVBF;  4. 2. 8  

Cri tères  de  perform ances  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  

NOTE  La répétabi l i té  de  cet  essai  est  étroi tem ent  l i ée  au  nom bre  et  à  l a  pos i t i on  re lat i ve  des  f i l s  dans  l a  pi nce  
de  cou plage  capaci t i f .  

a  Les  accès  d 'al im en tati on  des  équ ipem ents  (F)  pou r l e  raccordem ent  à  un  réseau  <  60  V  en  courant  con ti nu  ou  
en  cou ran t  al ternati f  ( tens i on  nom inale)  do i ven t  être  soum is  à  l 'essai  en  tan t  qu 'accès  d 'al im entat i on  d 'E/S  
(J ) .  Ces  sou rces  de  basse  tens ion  ne  peu ven t  pas  être  considérées  comm e des  réseau x d ’al im entat i on  en  
cou rant  con t i nu  ou  en  cou rant  al ternati f,  dans  l a  m esure  où  l es  cas  prati ques  de  chu te  de  tens ion  em pêchen t  
l eu r d i s tri bu ti on .  
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Tableau  43  – Essai  d ' immuni té  aux ondes de  choc  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-5  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Conform ém ent  au x spéci f i cat i ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF;  4. 2 . 8  

Détai l s  de  m ontage/su pport  Conform ém ent  au x spéci f i cat i ons  du  constructeur  

N i veau  de  sévéri té  à  l a  tens i on  ass i gnée  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  

Nom bre  de  décharges  5  en  polari té  pos i t i ve,  5  en  po l ari té  nég ati ve  

Fréquence  de  répéti t i on  ≤  1  choc/m in  

  

Accès d 'appl ication  Méthodes  d 'appl i cation  

Com m un icat i on  bl i ndée  (Al ,  Ar,  Be,  B i  e t  E )   
et  E /S  bl i ndées  (C  et  D)  2  Ω /1 0  nF  en tre  bl i ndage  et  terre  de  référence  

Com m un icat i on  non  bl i ndée  (Al ,  Ar,  Be,  B i  et  E ) ,  
E /S  non  bl i ndées  (C  et  D) ,  
Al im en tati on  d 'E/S  (J )  
et  sort i e  d 'al im entat i on  au xi l i ai re  (K)  

42  Ω /0 , 5  µF ph ase- terre  

42  Ω /0 , 5  µF e n tre  ph ases  

Al im entat i on  des  équ i pem ents  (F) a  
1 2  Ω /9  µF ph ase- te rre  

2  Ω /1 8  µF en tre  ph ases  

Mesu rage  et  véri f i cati on  au  cou rs  de  l a  charge  PVBF;  4. 2 . 8  

Cri tères  de  perform ances  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  

a  Les  accès  d 'al im en tati on  des  équ ipem ents  (F)  pou r l e  raccordem ent  à  un  réseau  <  60  V  en  courant  con ti nu  ou  
en  cou ran t  al ternati f  ( tens i on  nom inale)  do i ven t  être  soum is  à  l 'essai  en  tan t  qu 'accès  d 'al im entat i on  d 'E/S  
(J ) .  Ces  sou rces  de  basse  tens ion  ne  peu ven t  pas  être  considérées  comm e des  réseau x d ’al im en tati on  en  
courant  con t i nu  ou  en  cou rant  al ternati f,  dans  l a  m esure  où  l es  cas  prati ques  de  chu te  de  tens ion  em pêchen t  
l eu r d i s tri bu ti on .  

 

Tableau  44  – Essai  d ' immuni té  aux pertu rbations rad ioélectriques condui tes  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-6  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Conform ém ent  au x spéci f i cat i ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF;  4. 2 . 8  

Détai l s  de  m ontage/su pport  L'EUT do i t  être  te l  qu ' i l  é l im ine  l es  brou i l l ages  
é l ectrom ag néti ques  rayonnés  reçus  su r l e  câblag e  
d 'E/S  par l e  coupl ag e  m agnéti que  spéci f i é  

N i veau  de  sévéri té  à  l a  tens i on  ass i gnée  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  

P lage  de  fréqu ences  à  balayer  1 50  kH z  à  80  MH z  

Modu l at i on  80  % AM  par 1  kH z  s i nusoïdal  

N i veau  de  l ’ essai  (non  m odu l é)  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  

  

Accès d 'appl ication  

Méthode d 'appl ication  
(l a  l ongueur de  l 'ensemble  du  câblage entre  l 'EUT 

et  l a  pince  ou  l e  d isposi ti f  de  couplage et  de  
découplage est  l a  plus  courte  possible)  

Com m un icat i on  (Al ,  Ar,  Be,  B i  e t  E ) ,  
 E /S  (C  et  D) ,  
al im en tati on  des  équ ipem ents  (F) ,  
terre  fonct i onnel l e  (H ) ,  
Al im en tati on  d 'E/S  (J )  
 e t  sort i e  d 'al im en tati on  au xi l i ai re  (K)  

D i sposi t i f  de  coupl ag e  et  de  découplage  (de  
préférence) ,  pi nce  de  cou plage  é l ectrom agnéti que  ou  
de  cou plage  de  cou rant  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  au  cou rs  de  l a  charge  PVBF;  4. 2 . 8  

Cri tères  de  performances  Tableau  37,  Tableau  38  ou  Tableau  C. 2  
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7.3.2  Creux et  coupures  de tension  su r les  accès d 'al imentation  

Ces  l im i tes  s 'appl i quent  aux  i n terfaces/accès  d 'al im entati on  des  équ ipem ents  (F)  de  la  
Figu re  7.  

Pour  l es  perturbations  don t  l a  durée  est  égale  à 0 , 5  péri ode,  te l l es  que  déf in i es  dans  l e  
Tableau  45,  l 'EUT (y com pris  l es  RIOS (vo i r  6. 8)  et  l es  périphériques  non  i nstal l és  en  
perm anence)  doi t  conti nuer à fonctionner  norm alem ent.  

Pour  l es  perturbations  don t  l a  durée  est  supérieure  ou  égale  à  1 0  péri odes,  l 'EUT do i t,  so i t  
con tinuer à fonctionner  norm alem ent,  so i t  passer dans  un  état  prédéfi n i  en  ayan t  u n  
com portem ent c lai rem ent  spéci fi é  j usqu 'au  rétabl issem ent  du  fonctionnem ent  norm al .  

NOTE  1  Les  sort i es  et  l es  en trées  à  réponse  rapi de  ou  l en te  al im entées  par  l a  ou  l es  m êm es  sou rces  
d 'al im en tati on  peu ven t  répondre  à  ces  variati ons  d 'al im entat i on  de  pu i ssance.  

Tableau  45  – Creux et  coupures  de tension  (exigences  CEM)  

Type 
d 'al i -
menta-
tiond  

N iveau  de  
sévéri téc  

Durée  maximale  de  creux et  de  coupure  Basse tension  Cri tères  de  
performances f  

couran t  
al ternati f  

PS2  0, 5  péri odea  Ue  à  0  %  Ue
b  A  

250  péri odes  à  50  Hz  /  300  péri odes  
à  60  H ze  

Ue  à  0  %  Ue
b  C  

1 0  péri odes  à  50  H z  /  1 2  péri odes  à  60  Hze  Ue  à  40  %  Ue
b  C  

25  péri odes  à  50  H z  /  30  péri odes  à  60  Hze  Ue  à  70  %  Ue
b  C  

a  Tou t  ang le  de  phase  arb i trai re,  fn  =  50  H z  ou  60  H z  (vo i r  Tabl eau  46) .  

b  Ue  à l a  tens ion  nom inale  dans  l e  Tabl eau  1 6.  

c  PS2  s 'appl i que  au x EUT al im en tés  à  part i r  de  sou rces  de  cou ran t  a l ternati f .  

d  Les  coupures  de  tens ion  se  produ i sen t  à  part i r  de  Ue  

e  fn  =  50  H z/60  Hz  

f  Vo i r  Tableau  1 .  

 

NOTE  2  Les  l im i tes  du  Tableau  45  d i ffèren t  l ég èrem ent  des  exi gences  relati ves  au x cou pu res  de  tens ion  défi n i es  
dans  l ' I EC  61 000-6-2.  J usti f i cat i on :  Les  exi gences  rel at i ves  au x coupu res  de  tens ion  son t  i ssues  de  l a  présen te  
norm e.  De  pl us,  l ' I EC  61 000-6-2  spéci f i e  l es  cri tères  de  perform ances  B  qu i  n e  son t  pas  u t i l es  dans  l ' appl i cat i on  
des  systèm es.  Les  appl i cati ons  exi gent  spéci f i quem ent  l es  cri tères  de  perform ances  A pou r l es  coupures  de  
tens ion  de  0 , 5  péri ode  au  m in im um .  L'expéri ence  avec  l es  systèm es  i nstal l és  i n d i que  que  l es  exi gences  de  
l ' envi ronnem ent  i ndustri e l  son t  sat i sfai tes  par l es  exi gences  ci -dessus.  

Les  exi gences  du  présen t  7. 3. 2  sont  véri f iées  conform ém ent au  Tableau  46.  
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Tableau  46  – Essai  d ' immuni té  aux creux et  coupures de  tension  (essais  CEM) f  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-1 1  

Confi gu rat i on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeu r  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF;  4. 2 . 8  

Tens ion  et  fréqu ence  d 'al im entati on  Ue ,  fn  
e  

Du rée  0 , 5  péri ode,  
comm ençant  au  

passage  par 
zéro  a,  b  

250  péri odes  à  
50  H z  /   

300  péri odes  à  
60  H zd  

1 0  péri odes  à  
50  H z  /  

1 2  péri odes  à  
60  H zd  

25  péri odes  à  
50  H z  /  

30  péri odes  à  
60  H zd  

Ue  à  %Ue  
e  0  (zéro)  %  0  (zéro)  %  40  % 70  %  

Cri tères  de  performances  Tableau  45  

Nom bre  d 'essai s  3  

I n terval l e  de  tem ps  en tre  l es  essai s  1  s  <  I n terval l e  de  tem ps  <  1 0  s  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  au  cours  de  l ' essai  PVBF,  4. 2 . 8  
Un  fonct i onnem ent  norm al  doi t  être  m ain tenu c  

Véri f i cati on  après  l es  essai s  PVBF;  4. 2 . 8  

a  Le  constructeu r peu t,  de  m an ière  facu l tati ve,  choi s i r  de  couper l 'al im entat i on  à  un  ang l e  de  phase  al éato i re.  

b  Le  constructeu r peu t  défi n i r  des  coupures  pl us  l ong ues.  

c  Les  sort i es  et  en trées  à  réponse  rapi de  ou  l en te  al im en tées  par l a  m êm e  al im en tati on  peuven t  être  
tem porai rem ent  affectées  pendan t  l a  pertu rbati on ,  m ai s  do i vent  reprendre  l eu r  foncti onnem ent  norm al  après  
l a  pertu rbati on .  

d  fn  =  50  H z/60  Hz  

e  Ue  à l a  tens ion  nom inale  dans  l e  Tabl eau  1 6.  

f  Appl i qués  au x accès  d 'al im entat i on  qu i  consti tuen t  l 'accès  d 'en trée  de  l ' al im en tati on  des  équ ipem ents  
(accès  F,  F i gu re  7) .  

 

7.4  Exigences  relat ives  aux informations  sur  l a  mise en  place  de la  CEM  

Les  i n form ations  sur l a  m ise  en  p lace  de  l a CEM  do iven t  être  fourn ies  par  l e  constructeur  
con form ém ent  au  8. 4.  

8 Exigences de marquage et  informations à  fournir  par le  constructeur  

8. 1  Véri fi cation  

Les  exigences  de  l ’Artic le  8  do iven t  être  véri f i ées  par exam en  afi n  d 'assurer un  contenu  b ien  
docum enté.  

8.2  Exigences  générales de  marquage 

8.2. 1  Exigences  m in imales  de marquage  

Pour  tous  l es  équ ipem ents ,  au  m in im um ,  l es  i n form ations  m arquées  su r l 'apparei l  do iven t  
i denti f ier  le  constructeur  ( la  société  qu i  com m ercial i se  l e  produ i t)  et  l 'appare i l  proprem ent  d i t.  

Les  exi gences  de  m arquage  concernan t  l a  sécuri té  des  produ i ts  do ivent  être  conform es  à  
l ' IEC  61 01 0-2-201 .  

Les  i n form ations  su i van tes  doivent  être  fou rn ies  par l e  constructeur:  

•  nom  du  constructeur,  m arque  com m erciale  ou  tou t  au tre  i den ti f i cati on ;  

•  num éro  du  m odèle/de  référence,  dés i gnati on  du  type  ou  nom ;  
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•  num éro  de  série  du  l og icie l  et/ou  n i veau  de  révis i on ,  le  cas  échéan t;  

•  num éro  de  série  du  m atérie l  ou  de  l a  série  et/ou  n i veau  de  révis ion ,  et  code  de  date  ou  
équ ivalent.  

Les  exi gences  du  présen t  8. 2. 1  sont  véri f iées  par  exam en .  

8.2.2  Identi ficat ions fonctionnel les  

Tous  l es  organes  de  comm utation  à  d isposi t ion  de  l 'opérateur,  les  voyants  lum ineux  et  l es  
connecteurs  doivent  ê tre  i denti f iés  ou  com porter des  d isposi t i ons  pour  ce  fai re.  

Les  exi gences  du  présen t  8. 2. 2  sont  véri f iées  par  exam en .  

8.2.3  Marquages des  bornes  de  terre  fonctionnel le  

Les  bornes  de  terre  foncti onnel le  (c'est-à-d i re  l es  bornes  u t i l i sées  à d 'au tres  f i ns  que  l a  
sécuri té ,  pour am él i orer l ' im m un i té  aux  perturbations,  par exem ple)  do i ven t  être  m arquées  de  
l ' un  des  sym boles  su ivan ts:   

 I EC  6041 7-501 8  (201 1 -07)  ou    I EC  6041 7-501 7  (2006-08)  

NOTE  Pour un  d im ens ionnem ent  appropri é,  des  i n form ati ons  son t  fou rn ies  dans  l ’ I EC  6041 7-501 8  (201 1 -07)  ou  
dans  l ’ I EC 6041 7-501 7  (2006-08) .  

Les  exi gences  du  présen t  8. 2. 3  son t  véri f iées  par  exam en .  

8.2.4  Marquages de  documentation  

Lorsque  l a docum en tation  est  fourn ie  sur support  é l ectron ique,  l e  sym bole  ci -dessous  doi t  
être  apposé  sur  l e  produ i t  avec l ’ i nd icati on  de  l 'em placem ent  dans  l a docum entation ,  par 
exem ple,  adresse  un i versel le ,  QRcode.  Le  sym bole  peut  égalem ent f i gu rer sur l e  produ i t,  
l ' em bal lage  ou  l a  notice  d 'accom pagnem ent  du  produ i t:  

 

I SO 7000-0434B:  2004-01  

ISO 7000-1 641 :  2004-01  

8.3  Format  et  contenu  des in formations  

8.3. 1  Format  des informations  

Ces  in form ations  do ivent  ê tre  fourn ies  dans  l es  docum ents  su ivants :  

•  catalogues;  

•  f i ches  techn iques;  

•  m anuels  u t i l i sateurs;  

•  docum entation  techn ique.  

NOTE  Des  i n form ati ons  concernan t  l a  préparat i on  des  i nstruct i ons  son t  fou rn i es  dans  l ' I EC  82079-1  e t  
l ' I EC  61 506.  

Des  docum ents  supplém entai res  peuvent  être  exi gés  pour satisfai re  à d 'au tres  norm es  par  
rapport  auxquel l es  l 'EUT est  spéci fi é,  par  exem ple,  la  sécuri té  conform ém ent  à  l ' I EC  61 01 0-2-
201 .  
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Les  i n form ations  do iven t  ê tre  fourn ies  sous  form at  papier ou  é lectron ique  (par exem ple,  
form at . pdf,  nuage  i n form atique,  appl icati on  web) .  Lorsque  l es  i n form ations  son t  fourn ies  au  
form at é lectron ique,  u t i l i ser l e  m arquage  présenté  en  8. 2. 4  pour  i nd i quer  cette  d ispos i t i on .  

8.3.2  Contenu  des  in formations  

Le  constructeur doi t  fourn i r  l es  i n form ations  exi gées  pour l 'appl ication ,  l ' i nstal lat ion ,  l a  m ise  
en  service,  l ' explo i tation ,  l a  m ain tenance  et  l 'é l im ination  des  équ ipem ents.  

Ces  docum ents  do i ven t  com porter  l es  i n form ations  su i van tes:  

•  l es  i n form ations  sur  l a  sécuri té  exigées  par  l ' IEC  61 01 0-2-201 ,  par exem ple,  
averti ssem ents  de  sécuri té,  exi gences  de  m ontage,  tem pérature  et  ven t i lation ,  
raccordem ent à l 'al im entati on ;  

•  l a  descripti on  et  l es  spéci f ications  du  produ i t  et  de  ses  périphéri ques  associés;  

•  l es  i n form ations  pert i nen tes  faci l i tant  la  com préhens ion  de  l 'appl ication  et  de  l 'u t i l i sati on  
de  ces  produ i ts ;  

•  l es  règ les  de  confi guration  des  équ ipem en ts;  

•  l es  cond i t i ons  norm ales  de  service;  

•  l es  d im ens ions  phys iques  et  l es  m asses;  

•  l a  l i s te  de  conform i té  aux  norm es  et  cert i f icati ons;  

•  l es  i nstructi ons  re lati ves  à l ' i nstal lat ion  et  à  l a  m ise  en  service;  

•  l es  i nstructi ons  re lati ves  à l a  program m ation  et  à  l a  recherche  des  pannes;  

•  l es  exigences  d 'exploi tati on  et  de  m ain tenance;  

•  l es  l i stes  des  accessoi res  et  des  pièces  détachées  ( fus ibles,  par  exem ple) .  

8.3.3  In formations relatives  à  l a  conformi té  à  l a  présente norme 

Le  constructeur  do i t  fou rn i r  des  in form ations  sur l a  conform i té  à  la  présente  norm e,  qu i  do i t  
être  revend iquée  selon  l ’ un  des  tro is  n i veaux.  

a)  Conform i té  totale  à  la  présen te  norm e  

S ign i f i e  l a  con form i té  de  l 'équ ipem ent  à  tous  l es  artic l es  de  l a  norm e.  

b)  Conform i té  à  l ’ énoncé  d ’un  ou  de  p lus ieurs  art ic les  

S ign i f i e  l a  conform i té  de  l 'équ ipem ent  aux seu ls  arti c les  énoncés.  

c)  Conform i té  à  un  énoncé  de  foncti onnal i té  

S ign i f i e  l a  conform i té  de  l 'équ ipem ent à l 'é l ém ent de  foncti onnal i té  énoncé  te l  que  défi n i  
dans  l a  présen te  norm e.  

L'Article  7,  Exigences  re lat i ves  à l a  com patibi l i té  é lectrom agnéti que  (CEM) ,  consti tue  une  
excepti on .  Tous  les  équ ipem ents  do i ven t  se  conform er à  cet  art ic le .  

Voi r  4. 1  pour  p lus  d ’ i n form ations  su r  la  m éthode  appl i quée.  

8.3.4  In formations relatives  à  l 'expédi t ion  et  au  stockage  

Le  constructeur  do i t  fourn i r  des  instructi ons  re lati ves  à l 'expéd i ti on  et  au  stockage.  

8.3.5  In formations relatives  à  l 'al imentation  en  courant  al ternati f  et  en  courant  
continu  

Le  constructeur  do i t  fou rn i r  l es  i n form ations  su ivantes:  
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a)  Les  données  perm ettan t  de  sé lecti onner l e  réseau  de  d istri bu tion  d 'énerg ie  approprié  pou r  
fou rn i r  l a  tens ion  spéci f i ée  à chaque  po in t  d ’u t i l i sati on  de  l ’ al im entati on .  Ces  i n form ations  
com prennent  l es  valeurs  des  courants  d ’appel  de  crête  (à  l a  m ise  en  rou te  à fro id  et  au  
redém arrage  à chaud) ,  des  couran ts  de  crête  répéti t i fs  e t  des  courants  eff i caces  d ’en trée  
en  rég im e établ i  dans  l es  cond i t ions  de  p le ine  charge.  

b)  L' i den ti f i cation  des  bornes  externes  des  i n terfaces  d ’al im entation .  

c)  Un  ou  des  exem ples  types  de  l 'équ ipem ent ou  des  équ ipem ents  de  comm ande  de  
l 'al im entati on .  

d )  Les  exi gences  d ’ i nstal l ation  d 'une  al im entati on  particu l ière,  s ' i l  y a  l i eu ,  pour l es  produ i ts  
al im en tés  par  des  sources  d ’al im entati on  m u l t iples  ou  des  tens ions  et  des  fréquences  
d ’al im en tation  non  incl uses  en  6. 2. 1 .  

e)  Les  conséquences  des  raccordem ents  i ncorrects  su i van ts  à la  ou  aux sources  
d ’al im en tation :  

•  po lari té  i nverse;  

•  n i veau  de  tens ion  et/ou  de  fréquence  i ncorrect;  

•  raccordem ent des  f i l s  i ncorrect.  

f)  Des  i n form ations  com plètes  sur l e  com portem ent  des  équ ipem ents  de  com m ande pour l es  
séquences  types  de  m ise  sous  tens ion /hors  tens ion .  

g )  Les  données  perm ettan t  d ’évaluer l es  valeurs  m axim ales  de  l a durée  de  coupure  
n ’affectant  pas  l e  foncti onnem ent norm al  de  tou te  confi guration  d 'équ ipem en t de  
comm ande;  c lasse  PS  (PS-1  ou  PS-2)  des  apparei l s  al im entés  en  couran t  con tinu .  

h )  Le  tem ps  de  sauvegarde  m ém oi re  par rapport  aux exigences  de  tem pérature  et  de  
m ain tenance.  

i )  L' in terval l e  de  tem ps  recomm andé pour l e  rem placem ent des  sources  d ’énerg ie,  l e  cas  
échéan t,  ai ns i  que  l a procédure  recomm andée et  l es  effets  qu i  en  décou len t  su r  
l ' équ ipem en t de  comm ande.  

j )  La  tai l le  de  fus ible  recom m andée  et  l es  caractérist i ques  d 'ouvertu re.  

8.3.6  In formations relatives  aux entrées  numériques  (absorption  de  courant)  

Le  constructeur  do i t  fou rn i r  l es  i n form ations  su ivantes:  

•  l a  courbe  vo l t-am père  su r tou te  l a  p lage  de  foncti onnem ent,  avec  des  to lérances  ou  des  
facteurs  équ ivalen ts;  

•  l e  tem ps  de  réponse  de  l 'en trée  num érique  pour  les  trans i t ions  de  0  à  1  et  de  1  à  0 ;  

•  l ' ex istence  de  po in ts  com m uns  entre  les  vo ies;  

•  l es  conséquences  du  raccordem en t i ncorrect  des  bornes  d 'en trée;  

•  l es  potenti els  d ' i so lat ion  en tre  l a  voie  et  l es  au tres  ci rcu i ts  (com prenant  l a  terre)  et  en tre  
l es  vo ies ,  dans  des  cond i ti ons  norm ales  de  fonctionnem en t;  

•  l e  type  d 'entrée  (entrée  de  type  1  ou  en trée  de  type  3) ;  

•  l e  po i n t  de  con trô le  et  l 'état  b i nai re  du  voyan t;  

•  l es  effets  du  retrai t/de  l ' i n serti on  du  m odu le  d 'entrée  sous  tens ion ;  

•  l a  charge  externe  supplém entai re  pour l ' i n terconnexion  des  en trées  et  des  sort i es,  s i  
nécessai re;  

•  l ' expl ication  de  l 'évaluati on  du  s i gnal  (par exem ple,  évaluation  stati que/dynam ique,  prise  
en  com pte  de  coupure,  etc. ) ;  

•  l es  l ongueurs  de  câble  et  de  f i l  recom m andées,  en  fonction  du  type  de  câbl e  et  de  la  
com patibi l i té  é lectrom agnétique;  

•  l a  d ispos i t i on  des  bornes;  

•  un  ou  des  exem ples  types  de  connexions  externes.  
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8.3.7  In formations relatives  aux sorties  numériques  en  courant  al ternati f  (émission  
de courant)  

Le  constructeur do i t  fou rn i r  les  i n form ations  su ivan tes  concernant  les  sorti es  num ériques  
foncti onnant  en  couran t  al ternati f:  

•  l e  type  de  sorti e  (Sort ies  de  type  0, 25,  0 , 5,  1  ou  2) ;  

•  l e  type  de  protection  (par exem ple,  sortie  protégée,  protégée  con tre  les  courts -ci rcu i ts,  
non  protégée)  et,  

– pour les  sort i es  protégées:  l es  caractéris ti ques  de  foncti onnem ent au -delà de  1 , 1  Ie ,  y  
com pris  l e  ou  les  n i veaux de  courant  auxquels  l e  d ispos i ti f  de  protection  est  acti vé,  le  
com portem ent  du  couran t  au -delà de  ce  ou  ces  n i veaux et  la  ou  les  durées  
correspondantes;  

– pour l es  sorti es  protégées  contre  l es  courts-ci rcu i ts :  les  i n form ations  re lat i ves  au  
rem placem ent  ou  à  l a  ré i n i t i al i sati on  du  d ispos i t i f  de  protection ,  l e  cas  échéan t;  

– pour l es  sorti es  non  protégées:  l es  spéci f icati ons  re lati ves  au  d isposi ti f  de  protecti on  à  
fourn i r  par  l ' u t i l i sateur,  s i  nécessai re;  

•  l e  tem ps  de  retard  en  sorti e  pour l es  trans i t i ons  de  l 'é tat  0  à  l ' état  1  et  de  l 'é tat  1  à  l 'é tat  0 ;  

•  l es  caractérist i ques  de  comm utation  et  l a  tens ion  de  déblocage  par rapport  au  passage  au  
zéro  de  tension ;  

•  l ' ex istence  de  po in ts  com m uns  entre  les  vo ies;  

•  l a  d ispos i t i on  des  bornes;  

•  un  ou  des  exem ples  types  de  connexions  externes;  

•  l e  nom bre  et  le  type  de  sort i es  (par exem ple,  contacts  « norm alem ent  ouverts/norm alem ent  
ferm és» ,  à  sem i -conducteurs ,  vo ies  i so lées  i nd i viduel lem ent,  etc. ) ;  

•  pour  l es  re lais  é lectromécan iques,  la  tension  et  l e  couran t  ass ignés  conform ém ent au  
6. 4. 5 .6;  

•  l es  valeurs  des  caractéri sti ques  assi gnées  de  sortie  pour l es  au tres  charges,  te l les  que  l es  
l am pes  i ncandescentes;  

•  l e  courant  total  de  sorti e  pour  l es  m odu les  m u l t i vo ies  (vo i r  défi n i t ion  3 . 1 . 24) ;  

•  l es  caractéris ti ques  des  réseaux d ’anti paras i tage  i ncorporés  dans  l e  c i rcu i t  de  sortie  par 
rapport  aux  pics  de  tens ion  dus  à  la  réaction  i nducti ve;  

•  l e  type  des  réseaux  de  protection  externes,  s i  nécessai re;  

•  l es  conséquences  du  raccordem en t i ncorrect  des  bornes  de  sorti e;  

•  l es  potenti els  d ' i so lat ion  en tre  l a  voie  et  l es  au tres  ci rcu i ts  (com prenant  l a  terre)  et  en tre  
l es  vo ies,  dans  des  cond i ti ons  norm ales  de  foncti onnem en t;  

•  l es  po in ts  de  contrô le  de  l a  voie  con trô lés  par l es  voyants  (par  exem ple,  côté  
processeur/côté  charge) ;  

•  l es  procédures  recom m andées  pour  rem placer  les  m odu les  de  sorti e;  

•  l e  com portem ent de  la  sorti e  pendant  l es  i n terrupti ons  de  con trôle  par le  processeur,  l es  
creux  et  coupures  de  tens ion  et  l es  séquences  de  m ise  sous  tens ion /hors  tens ion  (vo i r  
égalem ent  6 . 8) ;  

•  l e  type  de  fonctionnem ent  (sort i e  à  verrou i l l age/sans  verrou i l l age) ;  

•  l es  effets  des  surcharges  m u l t i ples  su r l es  m odu les  m u l t i vo ies  i so lés.  

8.3.8  In formations relatives  aux sort ies  numériques  en  courant  continu  (émission  de  
courant)  

Les  i n form ations  à  fourn i r  par le  constructeur pou r l es  sort ies  num ériques  en  couran t  con tinu  
do ivent  être  l es  m êm es  que  pour l es  sort ies  num ériques  en  courant  al ternati f  comm e cela est  
déf in i  en  8 . 3 . 7.  Toutefo is ,  les  spéci f ications  re lat i ves  à l a  comm utation  au  passage  au  zéro  de  
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tens ion  ne  s 'appl i quen t  pas ,  et  en  ce  qu i  concerne  l es  sort i es  à re lais  é lectrom agn éti ques,  
AC-1 5  est  rem placé  par  DC-1 3  en  6. 4. 5. 6 .  

Ci nq  types  de  sorties  (Sorti e  de  type  0 , 1 ,  0 , 25,  0 , 5 ,  1  ou  2)  sont  égalem ent d ispon ibles.  

8.3.9  In formations relatives  aux entrées  analog iques  

8.3.9.1  In formations relatives  aux caractéristiques  stat iques  des  entrées 
analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  les  i n form ations  appropriées  du  Tableau  47,  par rapport  aux  
en trées  analog iques.  

Tableau  47  – Caractéristiques  statiques des en trées analog iques  

Caractéristi ques statiques  Un i tés  et  exemples  

1 )  Type  d 'en trée  par exem ple,  courant,  tens i on ,  
sondes  therm iques  rés i s t i ves,  

therm ocouple  

2)  P lage  d 'en trée  par exem ple,  4  m A à  20  m A,  
0  V  à  5  V  

3)  I m pédance  d 'en trée  dans  l a  p l age  des  s i gnau x ( l e  constructeu r doi t  
spéci f i er s ' i l  s 'ag i t  de  l ' état  sou s  tens ion  ou  hors  tens ion )  

Ω  

4)  E rreu r d 'en trée  analog ique:  Coeff i ci en t  de  tem pératu re   ±  %  de  pl e i ne  échel l e/K 

erreu r m axim ale  à  25  °C  ±  %  de  pl e i ne  échel l e  (échel l e  
à  préci ser)  

5)  Erreur m axim ale  su r tou te  l a  p l age  de  tem pératu res  ±  %  de  pl e i ne  échel l e  (échel l e  
à  préci ser)  

6)  Résol u t i on  num éri que  Nom bre  de  bi ts  

7)  Form at  des  données  renvoyées  au  prog ram m e d 'appl i cati on  B i nai re,  BCD,  etc.  

8)  Valeu r d 'u n  bi t  de  poi ds  fai b le  m V,  m A 

9)  Su rcharg e  m axim ale  perm anen te  adm ise  (sans  détéri orat i on )  V,  m A 

1 0)  I nd i cat i on  de  su rcharge  Par exem ple,  d rapeau  

1 1 )  Type  d 'en trée  Par exem ple,  d i fféren ti e l  

1 2)  Caractéri st i ques  de  m ode  comm un  (courant  con ti nu ,  cou rant  al ternati f  
50  H z,  cou ran t  al ternati f  60  H z) ,  l e  cas  échéan t  

CMRR-dB,  CMV-V 

1 3)  Pour d 'au tres  en trées  
( therm ocouples ,  sondes  
therm iques  rés i st i ves ,  etc. ) :  

type(s)  de  sonde(s )  J ,  K,  T,  etc. :  P t ,  1 00,  etc.  

étendue(s)  de  m esure  M in .  °C  à  m ax.  °C  

m éthode  de  l i néari sat i on  I n terne  ou  con fi g u rabl e  

 

8.3.9.2  In formations relatives  aux caractéristiques  dynamiques  des entrées 
analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  les  i n form ations  appropriées  du  Tableau  48,  par rapport  aux  
en trées  analog iques.  
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Tableau  48  – Caractéristiques  dynamiques des  entrées analog iques  

Caractéristi ques  d ynamiques  Un i tés  et  exemples  

1 )  Du rée  d 'échanti l l onnag e  (y  com pri s  tem ps  de  s tabi l i sati on )  m s  

2)  Cadence  d 'échanti l l onnag e  m s  

3)  Caractéri st i ques  du  f i l tre  d 'en trée  
ord re  Prem ier,  deu xi èm e,  etc.  

fréquence  de  trans i t i on  Hz  

4)  Écart  tem porai re  m axim al  pour  chaqu e  essai  de  bru i t  é l ectri que  spéci f i é  (voi r  
Tableau  1 ,  cri tère  B)  ±  %  de  pl e i ne  échel l e  

 

8.3.9.3  In formations relatives  aux caractéristiques  générales des  en trées  
analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  les  i n form ations  appropriées  du  Tableau  49,  par rapport  aux  
en trées  analog iques.  

Tableau  49  – Caractéristiques  générales  des  en trées analog iques  

Caractéristiques général es  Un i tés  et  exemples  

1 )  Modes  de  foncti onnement  Déclenchem ent,  
au tobalayage,  etc.  

2)  Type  de  protect i on  Rési s tance-condensateu r,  
i so lateu r opt i que,  vari s tances  

à  oxyde  m étal l i que,  etc.  

3 )  Potent i e l s  d ' i solati on  dans  des  cond i t i ons  norm ales  de  foncti onnem ent  en tre  
l a  vo ie  et  a)  d 'au tres  ci rcu i ts  (com prenant  l a  terre) ,  b )  en tre  l es  vo ies ,  c)  l a  
ou  l es  al im entat i ons  et  d )  l a  ou  l es  i n terfaces  

V  

4)  Données  d 'al im entat i on  externe,  s i  ce la est  exi gé   

5)  Po i n ts  comm uns  en tre  vo ies,  l e  cas  échéan t  Données  techn iques  

6)  Type,  l ongueur de  câble,  règ l es  d ' i nstal l at i on  recom m andées  pou r assu rer 
l ' imm un i té  au x pertu rbati ons  

Pai re  torsadée,  50  m  m ax.  

7)  É talonnag e  ou  véri f i cati on  pou r  m ain ten i r  l ' exact i tude  ass i gnée  Moi s ,  années  

8)  D i sposi t i on  des  bornes   

9)  Exem ple(s)  type(s)  de  connexi ons  externes   

1 0)  Conséqu ences  du  raccordem ent  i ncorrect  des  bornes  d 'en trée   

 

8.3.9.4  In formations relatives  aux caractéristiques  d iverses  des entrées analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  les  i n form ations  appropriées  du  Tableau  50,  par rapport  aux  
en trées  analog iques.  

Tableau  50  – Caractéristiques  d iverses des  entrées analog iques  

Caractéristiques  d iverses  Un i tés  et  exemples  

1 )  Monotone  sans  code  m anqu an t  Ou i ,  non  

2)  D iaphon ie  en tre  voies  en  cou rant  con ti nu  et  cou ran t  a l ternati f  50  H z  et  
courant  al ternati f  60  Hz  

dB  

3)  Non - l i néari té  % de  pl e i ne  échel l e  

4)  Répétabi l i té  à  tem pératu re  f i xe  après  un  tem ps  de  s tabi l i sati on  spéci f i é  %  de  pl e i ne  échel l e  

5)  Durée  de  vi e  de  m u l t i plexeu rs  à  re l ai s  é l ectrom agnéti qu es,  l e  cas  échéant  Nom bre  de  cycles ,  d 'heu res  
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8.3. 1 0  In formations relatives  aux sorties  analog iques  

8.3. 1 0. 1  In formations relatives  aux caractéristiques  statiques  des  sorties analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  les  i n form ations  appropriées  du  Tableau  51 ,  par rapport  aux  
sorti es  analog iques.  

Tableau  51  – Caractéristiques  statiques des sorties analog iques  

Caractéristi ques  statiques  Un i tés  et  exemples  

1 )  Type  de  sort i e  par exem ple,  courant,  tens i on  

2)  P lage  de  sort i e  par exem ple,  4  m A à 20  m A,  
0  V  à  5  V  

3 )  I m pédance  de  sort i e  dans  l a  pl age  des  s i gnau x ( l e  constructeur do i t  spéci f i er  
s ' i l  s 'ag i t  de  l ' état  sous  tens ion  ou  hors  tens ion )  Ω  

4 )  Erreur de  sort i e  analog ique:  
erreu r m axim ale  à  25  °C   ±  %  de  pl e i ne  échel l e  

(éche l l e  à  préci ser)  

coeffi ci en t  de  tem pératu re  ±  %  de  pl e i ne  échel l e/K 

5)  Erreur m axim ale  su r tou te  l a  pl age  des  tem pératu res  ±  %  de  pl e i ne  échel l e  
(éche l l e  à  préci ser)  

6)  Résol u ti on  num éri que  Nom bre  de  bi ts  

7)  Form at  des  données  renvoyées  au  prog ram m e d 'appl i cati on  B i nai re,  BCD,  etc.  

8)  Valeu r d 'u n  bi t  de  poi ds  fai b le  m V,  m A 

 

8.3. 1 0.2  In formations relatives  aux caractéristiques  dynamiques  des sorties 
analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  l es  i n form ations  appropriées  du  Tableau  52,  par rapport  aux  
sorti es  analog iques.  

Tableau  52  –Caractéristiques  dynamiques  des sorties analog iques  

Caractéristi ques  d ynamiques  Un i tés  et  exemples  

1 )  Tem ps  de  s tabi l i sat i on  pou r une  m od i f i cat i on  de  pl age  com plète  m s  

2)  Dépassem ent  % de  pl e i ne  échel l e  

3 )  Écart  tem porai re  m axim al  pour  chaqu e  essai  de  bru i t  é l ectri que  spéci f i é  (voi r  
Tableau  1 ,  cri tère  B)  ±  %  de  pl e i ne  échel l e  

 

8.3. 1 0.3  In formations relatives  aux caractéristiques  générales  des  sorties  
analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  l es  i n form ations  appropriées  du  Tableau  53,  par rapport  aux  
sorti es  analog iques.  
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Tableau  53  – Caractéristiques  générales  des  sorties analog iques  

Caractéristi ques général es  Un i tés  et  exemples  

1 )  Type  de  protecti on  I so lateu r opt i qu e,  etc.  

2 )  Les  potent i e l s  d ' i solati on  en tre  l a  vo ie  et  l es  au tres  c i rcu i ts  (com prenan t  
l a  terre)  et  en tre  l es  vo i es,  dans  des  cond i t i ons  norm ales  de  
fonct i onnem ent  

V  

3 )  Données  d 'al im en tati on  externe,  s i  nécessai re  Données  techn iques  

4)  Pou r des  sort i es  en  cou rant  avec  al im en tati on  externe,  chu te  de  tens i on  
m axim ale  et  m i n im ale  au x bornes  de  sort i e  dans  l a  p l age  total e  du  s i g nal  
de  sort i e  

V  

5)  Type,  l ongueur de  câble,  règ l es  d ' i nstal l at i on  recom m andées  pou r 
assurer l ' im m un i té  aux pertu rbati ons  

Pai re  torsadée,  50  m  m ax.  

6)  É talonnage  ou  véri f i cat i on  pou r  m ain ten i r  l ' exacti tude  ass i gnée  Moi s ,  années  

7)  D i sposi t i on  des  bornes   

8 )  Poi n ts  comm uns  en tre  vo ies,  l e  cas  échéan t   

9 )  Type(s)  de  charg es  adm is  I so lé  de  l a  terre,  m i s  à  l a  terre  

1 0)  Charg e  capaci t i ve  maxim ale  (pou r sort i es  en  tens i on )  pF  

1 1 )  Charg e  i nducti ve  m axim ale  (pou r sort i es  en  courant)  m H  

1 2)  Exem ple(s)  type(s)  de  connexi ons  externes   

1 3)  Réponse  de  l a  sort i e  à  l a  m i se  sous  tens ion  et  hors  tens ion   

1 4)  Conséqu ences  du  raccordem ent  i ncorrect  des  bornes  de  sort i e   

 

8.3. 1 0.4  In formations relatives  aux caractéristiques  d iverses  des  sorties analog iques  

Le constructeur do i t  fou rn i r  l es  i n form ations  appropriées  du  Tableau  54,  par rapport  aux  
sorti es  analog iques.  

Tableau  54  – Caractéristiques  d iverses des  sorties analog iques  

Caractéristi ques  d iverses  Un i tés  et  exemples  

1 )  Monoton ie  Ou i ,  non  

2)  D iaphon i e  en tre  voies  en  cou ran t  con ti nu  et  courant  a l ternati f  50  H z  et  
cou ran t  al ternati f  60  Hz  

dB  

3)  Non - l i néari té  %  de  pl e i ne  échel l e  

4)  Répétabi l i té  à  tem pératu re  f i xe  après  un  tem ps  de  s tabi l i sati on  spéci f i é  %  de  pl e i ne  échel l e  

5)  Ondu lat i on  de  l a  sort i e  %  de  pl e i ne  échel l e  

 

8.3. 1 1  In formations relatives  aux in terfaces  de communication  

Si  l e  constructeur fourn i t  des  i n terfaces  de  com m unicati on  vers  des  équ ipem ents  d i fféren ts  
des  s i ens,  i l  do i t  donner l es  i n form ations  nécessai res  à un  bon  fonctionnem ent.  Ceci  peu t  être  
réal i sé  en  référençan t  u ne  norm e ou  spéci f ication  particu l i ère  avec l es  détai ls  de  tou tes  l es  
options ,  te l l es  que  l e  débi t  en  bauds,  l e  type  de  câble  à  u t i l i ser,  etc.  

8.3. 1 2  In formations relatives  au(x)  processeur(s)  principal (aux)  et  à  la  ou  aux 
mémoi res  

Les  i n form ations  à  fourn i r  par l e  constructeur  pou r l e  ou  les  processeurs  principaux  et  la  ou  
l es  m ém oi res  do i vent  être  chois ies  parm i  l es  i n form ations  su i vantes:  

a)  l 'organ isation ,  l a  capaci té  de  l a  m ém oire  prog ram m e;  

b)  l 'organ isation ,  l a  capaci té  de  l a  m ém oire  de  données  et  l e  nom bre  de  bi ts  par m ot;  

c)  l e  ou  les  types  de  m ém oires  d ispon ibles  (par  exem ple,  tai l l e  en  m égaoctets  ou  en  
m égabi ts,  e tc. ) ;  
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d )  l a  foncti onnal i té  de  la  sauvegarde  m ém oire  et  l es  exigences  en  m atière  d 'en treti en ,  l e  cas  
échéan t;  

e)  l es  données,  contrain tes  et  procédures  af in  de  déterm iner la  confi gu rati on  souhai tée  
(baies,  câbles,  extenseurs  de  bus ,  un i té  d 'al im en tation ,  nom bre  m axim al  d 'E/S  par type,  
nom bre  m axim al  de  m odu les  d 'E/S,  etc. ) ;  

f)  l a  descripti on  des  l angages  de  programm ation  pris  en  charge  par l 'équ ipem ent de  
comm ande (associati on  des  ou ti ls  de  programmation  et  de  m ise  au  po in t  et  du  ou  des  
processeurs  principaux) ;  

g )  dans  quel le  m esure  les  langages  défi n is  dans  l ' I EC  61 1 31 -3  sont  pri s  en  charge,  y  
com pris  l es  éven tuel l es  d i fférences  (objets,  i nstructions,  règ les  sém anti ques  et  
syn taxiques,  e tc. ) ;  

h )  l es  m éthodes  de  calcu l  pou r déterm iner tou tes  l es  u ti l i sati ons  m ém oi res  (program m e 
d 'appl ication  et  données  de  l ' u ti l i sateur,  m icroprogram m e et  données  l e  cas  échéant)  et  
l es  valeurs  m oyennes  pour  chaque  donnée  de  tem ps  pert i nen te  (durée(s)  de  balayage,  
tem ps  de  réponse  de  l ' équ ipem en t de  comm ande,  tem ps  de  transfert,  tem ps  d 'exécu tion) ;  

i )  l es  m écan ism es  de  trai tem ent  des  E/S  (c'est-à-d i re  u t i l i sation  de  reg istres  d ' im ages  E/S,  
péri od iquem ent rafraîch is  par l ' équ ipem ent de  comm ande,  i nstructi ons  imm édiates  de  
type  « get/pu t» ,  program m es  d ' i n terrupti on  et  événem entiels ,  etc. )  e t  l eurs  conséquences  
dans  l es  dom aines  su ivants:  

•  tem ps  de  réponse  de  l ' équ ipem en t de  comm ande;  

•  capaci tés  de  reprise  (c'est-à-d i re  à  froi d ,  à  chaud  et  imm édiate) ;  

•  du rées  détai l l ées  pour  les  en trées,  les  sorti es,  l e  trai tem ent,  e tc.  

j )  l 'effet  des  périphéri ques  non  i nstal lés  en  perm anence  sur  chaque  tem ps  pert inent  (vo i r  l e  
po i n t  h )  du  présent  8. 3 . 1 2)  lorsqu ' i l s  sont  i nsérés/ret i rés,  connectés/déconnectés  à/de  l eu r  
i n terface  d 'équ ipem en t de  comm ande;  

k)  l es  i n form ations  d 'état  concernan t  une  reprise  à fro id ,  à  chaud  et  im m édiate,  l e  cas  
échéan t.  La description  et  l ' u t i l i sat ion  des  tem porisateu rs  pou r déterm iner l es  d i fférences  
l i ées  au  processus  en tre  l a  reprise  à  chaud  et  l a  reprise  im m édiate;  

l )  l es  foncti ons  d 'au to-essai  et  de  d iagnostic  m ises  en  œuvre  (vo i r  6 . 1 0) .  

8.3. 1 3  In formations relatives  aux stations d 'entrée/sortie  déportées  (RIOS)  

Le  constructeur  do i t  fourn i r  l es  i n form ations  su ivantes:  

•  l es  spéci f icati ons  re lati ves  à l a  sé lecti on  des  câbles  appropri és  et  au tres  apparei ls  
nécessai res  à l a  l iaison  de  comm un ication ;  

•  l es  spéci fi cati ons  re lat i ves  à l ' i nstal l ati on  correcte  de  l 'ensem ble  du  système (y com pris  l e  
choix  approprié  de  l a  ou  des  sources  d 'al im entation) ;  

•  l e  type  de  réseau  de  comm unication  E/S  (po in t  à  po in t,  en  éto i le ,  m u l t i po in t,  en  anneau ,  
etc. ) ;  

•  l es  pri ncipes,  procédures  et  vi tesses  de  transm ission  u t i l i sés  pou r  la  l i aison  de  
comm unication  et  l eu r capaci té  à transférer des  données  à part i r  de  et  vers  des  s tat ions  
d 'en trée/sort ie  déportées  (RIOS) ,  concernant  l e  codage  et  l a  détection  des  erreurs,  ai ns i  
que  les  délais  de  transm ission  dans  les  cas  l es  pl us  favorables ,  l es  plus  vraisem blables  et  
l es  p lus  défavorables;  

•  l ' effet  sur le  ou  l es  tem ps  de  transfert  pour fourn i r  au  programm e d 'appl ication  de  
l ' u t i l i sateur  des  i n form ations  d 'entrées  déportées  et  l 'état  des  s tations  d 'E/S  déportées  
(RIOS) ,  ai ns i  que  pour  transm ettre  l es  décis ions  l og i ques  du  program m e aux sorti es  
déportées;  

•  l es  valeurs  e t  l es  délais  spéci f iés  se lon  6. 8;  

•  l es  données  re lati ves  à  la  confi gu ration :  nom bre  m axim al  de  stat ions  d 'entrée/sorti e  
déportées  dans  une  confi gu ration ,  tai l le  m in im ale/m axim ale  de  chacune  d 'entre  e l les;  
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•  l ' i denti f ication  des  m odu les  d 'E/S  de  tou t  l e  systèm e d 'E/S  qu i  peuvent  ne  pas  être  u t i l i sés  
dans  les  s tat ions  d 'entrée/sorti e  déportées  (RIOS)  et/ou  l ' i den ti f i cati on  de  l eu rs  
éven tuel les  fonctions  m od i f i ées;  

•  l e  type,  l 'arch i tecture  et  l es  caractérist i ques  de  redondance,  lorsqu ' i l s  son t  fourn is;  

•  l es  m odem s/répéteurs ,  l e  cas  échéan t.  La d istance  m axim ale  avec  ou  sans  répéteu r.  

•  l es  apparei ls  d 'adaptati on  d 'extrém i té,  s i  ce la  est  exigé;  

•  l es  caractéristi ques  ph ys iques  de  l ' i n terface  de  comm unicati on  y com pris  l es  
caractérist i ques  d ' i so lati on ,  l a  tens ion  m axim ale  acceptable  en  m ode  comm un,  l es  
protecti ons  i n tégrées  con tre  les  courts-ci rcu i ts ,  e tc. ;  

•  l e  type  d ' i n terface  de  l i ai son  norm al isée  (c'est-à-d i re  RS 232,  RS 422,  RS  485,  RS  51 1 ,  
etc. ) ;  

•  l es  spéci f i cations  re lati ves  à  la  terre  foncti onnel le  et  à  la  terre  de  protecti on ;  

•  l es  procédures  pour établ i r/i n terrom pre  l es  connexions  log iques  et  phys iques  d 'une  stat i on  
d 'en trée/sort ie  déportée  (RIOS)  à un  équ ipem ent  de  com m ande  (par exem ple  « on  l i ne»  
(« en  l i g ne» ) ) .  

8.3. 1 4  Informations relatives  aux périphériques (outi l s  de  programmation  et  de mise 
au  point  [PADT] ,  équ ipements  d 'essai  [TE] ,  i n terfaces homme-mach ine  [IHM] )  

Le constructeur do i t  fourn i r  l es  i n form ations  su i vantes  par le  b iais  d 'une  docum entati on  
adaptée:  

– des  averti ssem ents  clai rs  et  l es  précau tions  à observer l ors  de  l ' u t i l i sat ion  des  fonctions  
perm ettan t  l a  m od i fi cati on  des  cond i t ions  de  com m ande,  te l l es  que  l a m od i f icati on  de  l 'é tat  
de  l 'équ ipem ent de  comm ande,  l a  m odi f i cation  de  données  ou  de  programm es  en  
m ém oi re,  l e  forçage  des  s i gnaux d 'en trée  ou  de  sorti e,  etc. ;  

– l a  poss ibi l i té  d 'u ti l i ser des  périphériques  au  n i veau  des  stat ions  d 'entrée/sort ie  déportées  
(RIOS) ;  

– l es  cond i t i ons  de  servi ce  pour des  périphéri ques  desti nés  à être  u t i l i sés  dans  un  
envi ronnem en t m oins  sévère  que  celu i  défi n i  à  l 'Art ic le  5  ( i l  peu t  être  nécessai re  de  
raccorder à  d i s tance  ces  périphériques  au  reste  de  l ' équ ipem ent de  com mande  au  m oyen  
de  l i gnes  de  comm unicati on) ;  

– l es  spéci fi cati ons  re lat i ves  à  l a  sé lecti on  des  câbles  appropriés  e t  au tres  apparei l s  
nécessai res  à  l a  l i aison  de  comm un ication ;  

– l es  spéci f ications  re lati ves  à l ' i nstal l at ion  correcte  de  l 'ensem ble  du  système (y com pris  l e  
choix  approprié  de  l a  ou  des  sources  d 'énerg ie) ;  

– l e  type  de  réseau  de  com m unicati on  (po in t  à  po i n t,  en  é to i l e,  m u l t i poin ts,  en  anneau ,  e tc. ) ;  

– l es  pri ncipes,  procédures  et  vi tesses  de  transm ission  u t i l i sés  pou r  la  l i aison  de  
comm un ication  et  l eu r capaci té  à transférer des  données  à parti r  de  et  vers  des  s tat i ons  
d 'en trée/sort i e  déportées  (RIOS) ,  concernant  l e  codage  et  l a  détection  des  erreurs ,  ai ns i  
que  les  délais  de  transm ission  dans  les  cas  l es  pl us  favorables ,  l es  plus  vraisem blables  et  
l es  p lus  défavorables;  

– l es  apparei ls  d 'adaptati on  d 'extrém i té,  s i  ce la  est  exigé;  

– l es  caractéris ti ques  ph ys iques  de  l ' i n terface  de  comm unicati on  y com pris  l es  
caractérist i ques  d ' i so lati on ,  l a  tens ion  m axim ale  acceptable  en  m ode  comm un,  l es  
protections  i n tégrées  con tre  les  courts-ci rcu i ts ,  e tc. ;  

– l e  type  d ' i n terface  de  l i ai son  norm al isée  (c 'est-à-d i re  RS 232,  RS  422,  RS  485,  etc. ) ;  

– l es  exigences  concernant  l a  terre  fonctionnel le .  

8.3. 1 5  In formations relatives  aux auto-essais  et  aux d iagnostics  

Le  constructeur  do i t  fou rn i r  l es  i n form ations  su i van tes  par  l e  b iais  d 'une  docum en tation  et  
d 'un  m arquage  adaptés:  
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•  l a  description  des  au to-essais  et  des  d iagnostics  m is  en  œuvre  et  des  ci rconstances  de  
l eu r exécu tion  (c'est-à-d i re  en  perm anence,  périod iquem ent,  à  l a  dem ande  du  program m e 
d 'appl ication  de  l ' u t i l i sateur,  au  cours  de  l a  procédure  de  m ise  en  rou te,  etc. ) ;  

•  l ' état  de  fonctionnem en t  correct  et  l es  cond i t i ons  de  com m ande de  l a  ou  des  sort ies  
d 'alarm e (vo i r  6 . 1 0) .  

8.4  Informations relatives  à  l a  mise  en  place  de  l a  CEM  

Des  règ les  générales  su r l ' i nstal l ati on  sont  i nd iquées  dans  l ' I EC  TR 61 1 31 -4.  Des  aj ou ts  ou  
des  dérogati ons  par rapport  à  ces  règ les  do i ven t  être  prévus.  Lorsque  des  m esures  de  CEM  
part icu l i ères  son t  nécessai res  pou r satisfai re  aux  l im i tes  exi gées  spéci f i ées  dans  l a présente  
norm e,  ce l les-ci  doi vent  être  c lai rem ent i nd iquées  dans  les  i n form ations  du  constructeur.  Ces  
m esures  peuvent  com prendre:  

– l ' u t i l i sati on  de  câbles  bl i ndés  ou  spéciaux;  

– l es  extrém i tés  des  raccordem en ts  bl i ndés;  

– l es  l ongueurs  m axim ales  de  câbles;  

– l a  séparation  des  câbles;  

– l ' u t i l i sat ion  d 'appare i l s  externes  te ls  que  des  f i l tres ;  

– une  l i aison  correcte  à  l a  terre  fonctionnel le  ou  à  la  pri se  de  terre .  

L'appl ication  éven tuel le  d 'appare i l s  ou  de  connexions  d i fféren ts,  te ls  qu ' i nd iqués  c i -dessus,  
dans  des  zones  ou  des  envi ronnem en ts  CEM  d i fféren ts  do i t  être  égalem ent  m entionnée  par l e  
constructeu r.  

Lorsque  le  constructeur  a  précisé  un  n i veau  de  perform ances  m in im um ,  ou  une  perte  de  
perform ances  adm iss ible  (vo i r  7. 3) ,  l e  n i veau  de  perform ances  associé  do i t  alors  être  décri t  
dans  l es  i nstructions  d 'u ti l i sat ion .  

Le  constructeur do i t  égalem ent  m en ti onner l a  zone  CEM  prévue  pour laquel le  l 'EUT satisfai t  
aux  l im i tes  exi gées  d 'essai  CEM.  

8.5  Informations relatives  à  l a  f iabi l i té  

Lorsque  l e  constructeur  fou rn i t  des  valeurs  re lati ves  à la  m oyenne  des  tem ps  de  bon  
foncti onnem ent  (MTBF)  dans  les  cond i t i ons  norm ales  de  foncti onnem ent,  pou r tou t  sous-
ensem ble  ou  m odu le,  et  pour l a  ou  l es  con figurations  soum ises  aux  essais  de  type  
(équ ipem en t(s)  de  com mande) ,  le  constructeur do i t  égalem ent  expl iquer l a  m éthode  u ti l i sée  
pour  l es  déterm iner.  

 



IEC  61 1 31 -2:201 7  © I EC  201 7  – 209  –  

 

Annexe A 
( in formative)  

 
Déclassement en  température en  fonction  de l 'al ti tude 

A.1  Modél isation  de l 'atmosphère type 

A.1 . 1  Température ambiante  

La tem pérature  baisse  avec l 'al t i tude  sur la  base  du  g rad ien t  therm ique  vertical ,  j usqu 'à la  
tropopause.  L'Équation  (A. 1 )  donne  l a  tem pérature  am biante  à l 'al t i tude  h  (m ) .  

 Th  =  T0  – Lh  (A. 1 )  

Où :  

Th  est  l a  tem pératu re  am biante  à  l 'al ti tude  h  m ,  

T0  est  l a  tem pératu re  am biante  à  l 'al ti tude  0  m ,  298, 1 5  (K) ,  

L  est  l e  g rad ien t  therm ique  vertical ,  =  g /cp,  0 , 006  5  K/m ,  

h  est  l 'al t i tude.  

NOTE  L'Équati on  (A. 1 )  perm et  d 'obten i r  des  valeu rs  exactes  j usqu 'à  une  al t i tu de  de  8  000  m .  

A.1 .2  Équation  de l 'aérostatique 

L'Équation  de  l ' h ydrostati que  (A. 2) ,  l a  l o i  du  gaz parfai t  et  l 'équation  propre  au  g rad ient  
therm ique  vertical  perm etten t  de  déterm iner les  variations  de  press ion  propres  à l 'atm osphère  
type  i n ternati onale .  L'équation  de  l 'h ydrostati que  pour une  co lonne  d 'ai r  (vo i r  F i gure  A. 1 )  est  
l a  su i vante:  

 dhg -ρdP ××=  (A. 2)  

Où :  

P  est  l a  press ion ,  

ρ  est  l a  dens i té  de  l 'ai r,  

g  est  l e  coeffic ien t  de  pesanteur.  

 

Figure A. 1  – Peti t  élément  atmosphérique 

L'Équati on  (A. 3)  représente  l 'équati on  de  l ' état  du  gaz  parfai t .  

IEC  
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T

M

R
 ρP ×=  (A. 3)  

Où :  

R  est  la  constante  de  gaz  parfai t,  

M est  la  m asse  m olai re  de  l 'ai r  sec.  

Les  Équati ons  (A. 2)  e t  (A.3)  produ isent  l 'Équation  de  l 'h ydrostatique  (A.4) :  

 dh
RT

gM

RT

gMdh
 

P

dP








−=−=

ρ
ρ

 (A. 4)  

L'Équati on  d ' i n tégration  (A. 3)  en tre  le  n i veau  de  l a m er (h0)  et  l 'al t i tude  h(m )  donne  l a  
press ion  Ph  à l 'al t i tude  h(m ) .  

 ∫∫ −
−=

h

h

P

P
LhT

dh

R

gM

P

dP

00
0

 (A. 5)  

L' i n tégrati on  c i -dessus  donne  l 'Équation  (A. 6) .  
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
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−

⋅
⋅

×=
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hL
PP

LR

Mg

h

0
10

 (A. 6)  

NOTE  L'Équati on  (A. 6)  perm et  d 'obten i r  des  valeu rs  appropri ées  j usqu 'à  u ne  al t i tude  de  1 1  000  m .  

A.1 .3  Densi té  de l 'ai r  

L'Équation  de  gaz  parfai t  (A. 3)  donne  la densi té  de  l 'ai r  ρKg/m 3  à  l ' al ti tude  h(m )  comm e 
i nd iqué  à  l 'Équati on  (A.7) :  

 
TR
PM
h

h

⋅
⋅=ρ  (A. 7)  

A.1 .4  Rayonnement  

Le  produ i t  de  la  chaleur m assique  à la  press ion  constan te,  du  vo lum e d 'ai r  ( le  produ i t  de  l a  
ven ti lat ion  et  de  l a  dens i té  de  l 'ai r)  et  de  l a  d i fférence  de  tem pératu re  donne  l a quanti té  de  
rayonnem ent  QV  (Équati on  (A. 8) ) .  

 ∆ρ ×××= VCQ VPV  (A. 8)  

Où :  

CP  est  l a  chaleur  m assique  à l a  pression  constante,  1  007  J /Kg  K,  

VV est  l a  ven ti lati on  (m 3/s) ,  

∆  est  l a  d i fférence  de  tem pérature  (K) .  

A.1 .5  Rapport  de  déclassement  

L'Équati on  (A. 9)  donne  l e  déclassem en t Dh  à  l 'al t i tude  h  (m )  sur l a  base  de  l 'al t i tude  de  
référence  href  (m ) .  
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  (A. 9)  

Les  données  du  Tableau  A. 1  sont  calcu lées  avec une  al t i tude  de  référence  de  2  000  m  et  une  
tem pérature  norm ale  au  n i veau  de  la  m er de  298, 1 5  K.  

Tableau  A.1  – Déclassement  en  température des  composants   
en  fonction  de  l 'al t i tude (al ti tude de  référence de 2  000  m)  

Al ti tude  

m  

Rapport  de  
déclassement  

à  25  °C  

Rapport  de  
déclassement  

à  40  °C  

Rapport  de  
déclassement  

à  55  °C  

Rapport  de  
déclassement  

à  60  °C  

Rapport  de  
déclassement  

à  70  °C  

0  à 2  000  1 , 000  1 , 000  1 , 000  1 , 000  1 , 000  

3  000  0 , 91 0  0 , 91 5  0 , 91 8  0 , 920  0 , 922  

4  000  0 , 827  0 , 835  0 , 842  0 , 844  0 , 848  

5  000  0 , 750  0 , 761  0 , 770  0 , 774  0 , 780  

NOTE  298, 1 5  K est  l a  tem pératu re  au  n i veau  de  l a  m er.  

 

A.1 .6  Comparaison  avec  l a  norme IEEE 1 61 3  

Le Tableau  A. 2  est  une  com paraison  en tre  cette  m éthode  et  l a  norm e IEEE  1 61 3 ,  l orsque  
l 'al t i tude  de  référence  est  de  1  500  m  et  l a  tem pérature  norm ale  au  n i veau  de  la  m er  est  de  
20  °C.  I l  dém ontre  l a  correspondance  avec  la  norm e IEEE  1 61 3 .  

Tableau  A.2  – Déclassement  en  température des composants  en  fonction  de l 'al t i tude 
(al t i tude de  référence de 1  500  m  et  température normale  au  n iveau  de  la  mer de 20  °C  

Al ti tude  

M  

Rapport  de  déclassement   
-  cette  méthode  

Rapport  de  déclassement   
-  méthode IEEE  

0  à  1  500  1 , 00  1 , 00  

2  000  0 , 95  0 , 96  

3  000  0 , 86  0 , 87  

4  000  0 , 78  0 , 78  

5  000  0 , 70  0 , 69  

 

Références:  

a)  Dr.  D.  I .  Benn ,  Course material of the climate and weather systems,  U n i vers i té  de  
St.  Andrews,  2003.  

b)  Ai rbus  custom er services  (services  c l ien tè le  Ai rbus) ,  Getting to grips with aircraft 
performance monitoring,  2002.  
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Annexe B  
( in formative)  

 
Équations  des plages de fonctionnement normal isées  

pour les  entrées numériques  

Les  équations  su i van tes  on t  é té  u t i l i sées  pour établ i r  l e  Tableau  24  et  l e  Tableau  D . 1  (avec  
quelques  excepti ons  expl i quées  dans  l es  notes  de  bas  de  page) .  

équations courant  continu  équations courant  al ternati f  

UHm ax  =  1 , 25  Ue  UH  m ax ≈  1 , 1  Ue

 

UH  m in≈  0 , 8  Ue– Ud  –1  V  UH  m in  ≈  0 , 85  Ue  – Ud  – 1  V  (1 ) ,  (2)  

UTm ax  =  UH  m in  UT m ax =  UH  m in  

UL m ax= UH  m in  pour I≤IT m in  UL m ax =  UH  m in  pour  I ≤  IT m in  

UT m in  ≈  0 , 2  Ue  UT m in  ≈  0 , 2  Ue  ( 1 )  

UL m ax  =  UT m i n  pour  I >IT m in  UL m ax =  UT m in  pour I > IT m in  

UL m in  =  -3  V  (courant  con ti nu  24  V)  UL m in  =  0  

UL m in=  -6  V (couran t  con ti nu  48  V)  

IL m i n=  ND  (Non  défi n i )  IL m i n  =  0  

 

Entrées  de  type 1 :  Entrées  de  type 1 :  

IH  m ax  =  IT m ax  =  IL m ax=  1 5  m A IH  m ax  =  IT m ax=  IL m ax=  1 5  m A 

IH  m in  ≈  IT m i n+  1  m A IH  m in  ≈  IT m in+  1  m A (Ue  ≤  1 20  V   
valeur effi cace)  ou  

  IH  m in  ≈  IT m in  +  2  m A (Ue  >  1 20  V valeur  
eff icace)  

IT m in≈UH  m ax/Z  IT m in  ≈  UH  m ax/Z  (5)  

Ud= 3  V (Tableau  29)  Ud  =  5  V  (Tableau  25)  (3)  

 

Entrées  de  type 2:  Entrées  de  type 2:  

IH  m ax=  IT m ax  =  IL m ax =  30  m A IH  m ax =  IT m ax= IL m ax=  30  m A 

IH  m in  ≈  Im+1 m A =  6  m A IH  m in  ≈  Im+1 m A =  6  m A 

IT m in  ≈  Ir  =  1 , 5  m A Itm in  ≈  Ir  =  3  m A (4)  

Ud  =  couran t  con tinu  8  V  Ud  =  courant  al ternati f  1 0  V  (valeur eff icace)  (4)  

 

Entrées  de  type 3:  Entrées  de  type 3:  

IH  m ax =  IT m ax= IL m ax=  1 5  m A IH  m ax =  IT m ax =  IL m ax =  1 5  m A 

UH  m ax/Z  ≤  IH  m in  ≤  Im  =  5  m A IH  m in  ≈  Im  =  5  m A 

IT m in  ≈  Ir  =  1 , 5  m A Itm in  ≈  Ir  =  3  m A (4)  

Ud  =  courant  con ti nu  8  V  Ud  =  courant  al ternati f  1 0  V  (valeur eff icace)  (4)  
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(1 )  Pou r tou tes  l es  en trées  en  courant  al ternati f  1 00  V/1 1 0  V/1 20  V  (valeur eff i cace)  et  tou tes  l es  en trées  en  
couran t  al ternati f  200  V/220  V/230/240  V  (valeur eff i cace) ,  Ue  a  été  sélect i onnée  respecti vem ent  à  1 00  V  
(valeur eff i cace)  en  cou ran t  al ternati f  et  200  V  (valeur ef f i cace)  en  cou rant  al ternati f  af i n  d ’ assu rer l a  
com patibi l i té  d ’ un  m odu l e  un i que  avec  pl us i eu rs  tens ions  d ’al im entat i on .  

(2)  Soi t  par hypothèse  u ne  chu te  de  1  V  (cou ran t  al ternati f  ou  cou rant  con t i nu )  pou r l es  f i l s  de  raccordem ent.  

(3)  Valeu rs  m axim ales  des  chu tes  de  tens ion ,  Ud ,  des  sort i es  num éri qu es  pou r cou ran t  con ti nu  et  cou ran t  
al ternati f .  

(4)  Ces  valeu rs  de  Ir ,  Ud  e t  Im  corresponden t  à  ce l l es  adoptées  dans  l ' I EC  60947-5-2.  

(5)  Z  =  Cas  em pi ri que  l e  pl us  défavorable  pou r con tact  de  re l ai s ,  im pédance  de  con tact  ouvert  =  1 00  kΩ.  
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Annexe C 
(normative)  

 
N iveaux d ' immuni té  CEM – Zone C  

Lorsque  des  n i veaux de  pertu rbation  pl us  é levés  que  ceux  de  la  zone  B  son t  observés,  l es  
n i veaux su i vants ,  associés  à l a  zone  C,  peuvent  conven i r.  

Tableau  C.1  – Essais  des accès par l ’ enveloppe,  zone  C  

Phénomène 
envi ronnemental  

Norme de  
base  

Essai  
N iveau  

de 
l ’ essai  

I nstal lation  
d 'essai  

Points  
normati fs  

Cri tères  de 
performances  

Décharg e  
é l ectrostati qu e  

I EC  61 000-
4-2  

Contact  ±  4  kV  Tableau  39  
a  B  

Ai r ±  8  kV 

Fréquence  
rad ioél ectri que  

Cham p 
é lectrom ag né-

ti que  m odu l é  en  
am pl i tude  

I EC  61 000-
4-3  

80  % AM,  
1  kHz  

s i nusoïdal  

2 , 7  GH z  à 
6, 0  GH z  

3  V/m  

Tableau  40  d  

A  

2 , 0  GH z  à 
2 , 7  GH z  

3  V/m  

1 , 4  GH z  à 
2 , 0  GH z  

3  V/m  

80  MH z à 
1  000  MHz  

1 0  V/m  

Cham ps  
m agnéti ques  à  l a  

fréquence  du  
réseau  

I EC  61 000-
4-8  

60  H z  30  A/m  Tableau  41  
b,  c  A 50  H z  30  A/m  

a  L 'essai  de  décharge  é l ectrostati que  do i t  être  appl i qu é  au x:  

a)  apparei l s  accessibles  au x opérateu rs  (par exem ple,  I H M,  PADT et  TE) ;  

b)  accès  par l ’ envel oppe;  

c)  pi èces  accessibles  en  servi ce  (par exem ple,  comm utateurs,  c l avi ers ,  terre  de  protect i on/fonct i onnel l e,  
boît i er de  m odu le,  accès  de  comm un icati on  avec  connecteu rs  et  connecteu rs  m étal l i ques)  qu i  n e  son t  
pas  protég ées  con tre  u n  accès  fortu i t .  

L'essai  de  décharge  é l ectrostat i qu e  ne  do i t  pas  être  appl i qué  au x accès  de  comm un icati on  sans  connecteu rs ,  
au x accès  E/S  ou  au x accès  d 'al im en tati on .  

b  Cet  essai  est  desti né  à  véri f i er  l a  sens ibi l i té  de  l 'équ ipem ent  au x cham ps  m agnéti ques  qu i  se  produ i sen t  
habi tuel l em ent  su r  un  sol  d 'u s i ne.  L'essai  n ' est  appl i cable  qu 'au x équ i pem ents  con tenant  des  apparei l s  
sens ibles  au x cham ps  m agnéti qu es,  te l s  que  l es  apparei l s  à  effet  Hal l ,  un i tés  de  d i sques,  m ém oi res  
m agnéti qu es  et  équ ipem ents  analogu es.  L' équ i pem ent  de  comm ande  ne  com porte  général em ent  pas  de  te l s  
apparei l s .  Cependant,  d 'au tres  apparei l s ,  te l s  que  l es  I H M,  peu ven t  en  u t i l i ser.  L'essai  n ' est  pas  dest i né  à  
s im u ler des  cham ps  m agnéti ques  hau te  i n tens i té  comm e ceux,  par exem ple,  l i és  au x processus  de  soudu re  
et  de  chau ffag e  par i n ducti on .  Cette  exi gence  peu t  être  sat i sfai te  par u n  essai  appl i qu é  à  l ' apparei l  sens i ble,  
dans  l es  l ocaux du  constructeu r de  l ' apparei l .  Vo i r  auss i  l 'Art i cl e  D . 6.  

c  Voi r  l 'Art i cl e  D . 6.  

d  Ce  n i veau  ne  représen te  pas  l e  cham p ém is  par un  ém etteu r- récepteu r à  proxim i té  imm édiate  de  l 'EUT.  
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Tableau  C.2  – Essais  d ' immuni té  aux perturbations  condu i tes,  zone C  

 

Phénomène 
envi ronnemental  

Transi toi res  
rapides  en  
salves  

Ondes de 
choc  

Brou i l l age 
rad ioélectrique  

Onde 
osci l l atoi re  
amortie   

Norme de  base  IEC 61 000-4-4  IEC 61 000-4-5  IEC 61 000-4-6  IEC 61 000-4-1 8  

Instal lation  
d 'essai  Tableau  42  Tableau  43  Tableau  44  Tableau  C. 3  

Cri tères  de  
performances  B  B  A B  

I n terface/Accès  

Figure  7  
(désignation )  

In terface/accès  
spéci fi que  

N iveau  de  
l ’ essai  

N iveau  de 
l ’ essai  

N iveau  de 
l ’ essai  

N iveau  de  
l ’ essai  

Com m un icat i on  de  
données  

(Al  et  Ar pou r l es  
baies  d 'E/S;  

Be,  B i  e t  E  pour l es  
péri phéri qu es)  

Câbl e  bl i ndé  1  kVd  2  kVph ase- terreb  1 0  Vd  0 , 5  kVph ase- te rre  

Câbl e  non  bl i ndé  1  kVd  2  kVph ase- terreb  1 0  Vd  Aucun  essai  

E/S  num éri ques  et  
anal og i qu es  

(C  &  D )  

cou rant  al ternati f  
E /S  (câble  non  

bl i ndé)  
2  kVd  

2  kVph ase- terreb  

1  kV  e n tre  
ph asesb  

1 0  Vd  
2 , 5  kVph ase- te rre  

1  kV  e n tre  ph ases  

E /S  analog iques  
ou  en  cou rant  

con t i nu  E/S  (câble  
non  bl i ndé)  

2  kVd  1  kVph ase- terreb  1 0  Vd  
1  kVph ase- terre  

0 , 5  kVen tre  
ph ases  

Tou tes  l i g nes  
bl i ndées  

(à l a  terre)  
2  kVd  2  kVph ase- terreb  1 0  Vd  0 , 5  kVph ase- te rre  

Al im en tati on  des  
équ i pem ents  (F) e  

Al im entat i on  en  
courant  al ternati f  4  kV  

4  kVph ase- te rre  

2  kV  en tre  ph ases  
1 0  V  

2 , 5  kVph ase- te rre  

1  kV  e n tre  ph ases  

Al im en tati on  en  
courant  con ti nu   2  kVa, d  

1  kVph ase-
te rrea, b , c  

1  kVen tre  
ph asesa , b, c  

1 0  V  

 

2 , 5  kVph ase-
terrea  

1  kV  en tre  
ph asesa  

Al im entat i on  d 'E/S  
(J )  

et  

sort i e  d 'al im entat i on  
au xi l i ai re  (K)  

E /S  en  couran t  
al ternati f  et  
al im entat i on  
au xi l i ai re  en  

courant  al ternati f  

4  kVd  
4  kVph ase- terreb  

2  kV  e n tre  
ph asesb  

1 0  V  
2 , 5  kVph ase- te rre  

1  kV  e n tre  ph ases  

E /S  en  courant  
con t i nu  et  

al im entat i on  
au xi l i ai re  en  

cou ran t  con t i nu  

2  kV a,  d  

1  kVph ase-
te rrea, b , c  

1  kVen tre  
ph asesa , b, c  

1 0  V  

2 , 5  kVph ase-
terrea  

1  kV  en tre  
ph asesa  
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a  Aucun  essai  n ' est  exi gé  dans  l es  cas  su i van ts :  

1 )  accès  desti nés  à  être  raccordés  à  une  batteri e  ou  à  u ne  batteri e  d ’accum u lateu rs  qu i  do i t  être  ret i rée  ou  
déconnectée  de  l ' apparei l  pou r  sa recharg e,  ou  

2)  accès  dest i nés  à  être  u t i l i sés  avec  u n  adaptateu r d 'al im en tat i on  en  cou ran t  al ternati f-cou ran t  con ti nu .  
(Dans  ce  cas:  L'essai  doi t  être  réal i sé  su r l 'en trée  d 'al im en tati on  en  courant  al ternati f  de  l 'adaptateu r 
d 'al im entat i on  en  cou rant  al ternati f -cou rant  con ti nu  spéci f i é  par l e  constructeu r ou ,  en  l 'absence  de  
spéci f i cati on ,  à  l ' ai de  d ' un  adaptateu r d 'al im entat i on  en  couran t  al ternati f -cou ran t  con t i nu .  

b  Pou r l es  accès  avec  des  câbles  spéci f i és  ≤  30  m ,  aucun  essai  n 'est  nécessai re.  

c  Aucun  essai  n ' est  exi gé  pou r l es  accès  non  dest i nés  à  être  raccordés  à  un  réseau  d ’ al im en tati on  en  cou rant  
con ti nu  

d  Pou r l es  accès  avec  des  câbles  spéci f i és  ≤  3  m ,  aucun  essai  n 'est  nécessai re.  

e  Les  accès  d 'al im en tati on  des  équ i pem ents  (F)  pou r l e  raccordem ent  à  u n  réseau  <  60  V  en  courant  con ti nu  
ou  en  cou ran t  al ternati f  ( tens i on  nom inale)  do i vent  être  soum is  à  l 'essai  en  tan t  qu 'accès  d 'al im en tati on  
d 'E/S  (J ) .  Ces  sources  de  basse  tens i on  ne  peuvent  pas  être  considérées  comm e des  réseau x d ’al im en tati on  
en  courant  con t i nu  ou  en  cou ran t  al ternati f,  dans  l a  m esure  où  l es  cas  prat i ques  de  chu te  de  tens ion  
em pêchent  l eu r d i s tri bu ti on .  

 

Les  exi gences  de  ce  paragraphe  son t  véri f i ées  con form ém ent  au  Tableau  39 ,  au  Tableau  40,  
au  Tableau  41 ,  au  Tableau  42,  au  Tableau  43,  au  Tableau  44  et  au  Tableau  C. 3.  

Tableau  C.3  – Essai  d ' immun i té à  l ’onde osci l l atoi re amortie  

Essai  de  référence  IEC 61 000-4-1 8  

Confi gu rati on  de  l 'EUT Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeur  

Mesu rages  i n i t i au x  PVBF;  4. 2 . 8  

Détai l s  de  m on tage/su pport  Con form ém ent  au x spéci f i cati ons  du  constructeur  

Form e d 'onde  
Onde  osci l l ato i re  am ort i e  don t  l 'envel oppe  attei n t  50  %  
de  l a  val eu r de  crête  i n i t i al e  après  3  à  6  cycles  (véri f i er  

l a  form e  s i nusoïdale  de  l 'onde)  

Fréquence  1  MHz  ±  1 0  %  

I mpédance  de  l a  sou rce  200  Ω  ±  1 0  %  non  bl i ndé  

Fréquence  de  répéti t i on  400/seconde  

Durée  de  l 'essai  ≥  2  s  

Longueur de  l a  connexion  ≤  2  m  

N i veau  de  sévéri té  à  l a  tens i on  ass i gnée  Tableau  C. 2  

  

Accès d 'appl ication  Méthode d 'appl ication  

E/S  (C  et  D) ,  
al im en tati on  des  équ ipem ents  (F) ,  

Al im en tati on  d 'E/S  (J )  
 e t  sort i e  d 'al im en tati on  au xi l i ai re  (K)  

ph ase- te rre ,  

en tre  ph ases  

Mesu rage  et  véri f i cat i on  au  cou rs  de  l a  charge  PVBF;  4. 2. 8  

Cri tères  de  perform ances  Tableau  C. 2  
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Annexe D 
(normative)  

 
Techniques héri tées obsolètes non  recommandées  

pour de nouvel les  conceptions  

D.1  Contexte  

Face à l 'évolu t ion  et  à  l 'avancée  de  l a technolog ie,  certai ns  concepts  parfai tem en t 
acceptables  par  le  passé  deviennen t  obso lètes.  

De  ce  fai t ,  certai ns  é lém en ts  du  corps  principal  de  l a  norm e sont  transférés  dans  l a présente  
Annexe  D.  Cela  do i t  ê tre  i n terprété  comm e su i t :  b ien  que  ces  é lém ents  pu issent  encore  être  
présents  dans  les  équ ipem ents  de  com m ande  existants ,  i l s  do i vent  être  déconsei l lés  dans  les  
équ ipem en ts  de  comm ande  de  nouvel le  concepti on .  

S i  ces  é lém ents  (par exem ple  des  i n terfaces)  son t  tou tefo is  tou j ours  proposés,  et  s i  des  
m oti fs  d 'appl ication  parti cu l i ers  ou  des  m oti fs  de  com patibi l i té  avec l es  équ ipem en ts  i nstal lés  
j usti f i en t  leur présence,  i l s  do i ven t  rester con form es  aux  exi gences  d 'ori g i ne  te l les  que  
déf in i es  dans  le  présent  docum en t.  La présen te  Annexe  D  est  de  ce  fai t  norm ative.  

D.2  Température ambiante 

La plage  de  tem pératu res  am biantes  com prises  entre  –25  °C  et  +70  °C  est  acceptable,  m ais  
n 'est  pas  recomm andée pour  l es  conceptions  fu tu res.  

Voi r  égalem ent  5 . 4. 2.  

Les  exi gences  de  l 'Article  D. 2  sont  véri f iées  conform ém ent au  Tableau  4.  

D.3  Entrée numérique de type 2  

D.3. 1  Défin i tion  

entrée  numérique,  type 2  
apparei l  de  détection  des  s ignaux provenant  d 'apparei ls  de  connexion  à  sem iconducteurs  te ls  
que  des  détecteurs  de  proxim i té  à 2  f i l s .  Convert i t  un  s i gnal ,  pri ncipalem ent  à  deux  états,  en  
un  nom bre  bi nai re  à un  seu l  b i t  

Note  1  à  l 'art i cl e:  Les  détecteu rs  de  proxim i té  à  2  f i l s  décri ts  i c i  son t  conçus  conform ém ent  à  l ' I EC  60947-5-2.  

Note  2  à  l 'art i c l e:  Cette  cl asse  peu t  égalem ent  être  u t i l i sée  pou r des  appl i cati ons  de  type  1  ou  de  type  3 .  

D.3.2  Contexte  

Les  en trées  num ériques  de  type  2  on t  été  conçues,  spéci f iées  et  m ises  en  service  à l 'ori g i ne  
pour assurer l a  com patibi l i té  en tre  les  en trées  d 'équ ipem ents  de  comm ande et  l es  capteurs  
de  cham p,  par exem ple,  des  détecteurs  de  proxim i té.  Ce  type  d 'entrée  a  perm is  de  rédu i re  de  
m an ière  s ign i f icati ve  l es  d i ff icu l tés  associées  aux  problèm es  de  com patibi l i té  d ' i nstal l ati on  
des  capteurs  de  cham p et  des  en trées  d 'équ ipem ents  de  com m ande.  

La quanti té  d ’énerg ie  consom m ée avec  ce  type  d 'en trée  étai t  tou tefo is  im portan te.  De  plus,  l a  
dem ande des  cl i en ts  réclam ant des  m odu les  de  p lus  peti te  d im ension  avec tou tefo is  des  
en trées  de  densi tés  plus  é levées  a  en traîné  d ’ im portan tes  d i ff i cu l tés  l iées  au  chauffage.  
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Le  m odèle  d 'en trée  de  type  3  est  l e  fru i t  d ’un  travai l  de  co l laborati on  en tre  l es  sous-
com i té  65B  et  1 21 A de  l ' I EC.  Un  type  de  détecteu r de  proxim i té  de  pu issance  i n féri eure  a été  
produ i t  con j oi n tem en t avec un  m odèle  d 'en trée  de  pu issance  i n férieure  perm ettan t  de  
conserver une  com patibi l i té  é l evée  tou t  en  réal i san t  des  économ ies  d ’énerg ie  s i gn i f icati ves .  
Ceci  a  perm is  d 'obten i r  u n  m odu le  avec des  en trées  de  densi té  é levée,  de  peti te  d im ension  et  
de  pu issance  i n féri eure  des  deux  côtés,  c'est-à-d i re  l ' i n terface  et  l e  capteur.  

Le  développem ent et  l a  m ise  en  place  sur l e  terrain  du  type  3  on t  perm is  de  rédu i re  la  
nécess i té  d 'une  en trée  num érique  de  type  2 .  

Tableau  D.1  – Plages de fonctionnement  normal isées   
pour l es  entrées  numériques de  type  2  (absorption  de  courant)  

Tension  assignée Ue  Fréquence 
assignée  

fn  H z  

Type de  
l im i te  

Limi tes  de  type 2  g ,  (Note)  Poin ts  
normati fs  

État  0  Transi tion  État  1  

   
UL  

V 

IL  

m A 

UT 

V 

IT 

m A 

UH  

V 

IH  

m A 
 

Cou ran t  con t i nu  24  V   Max.  1 1 /5  30  1 1  30  30  30  
a,  b ,  d ,  e  

Min .  –3  ND  5  2  1 1  6  

Cou ran t  con t i nu  48  V   Max.  30/1 0  30  30  30  60  30  
a,  b ,  d  

Min .  –6  ND  1 0  2  30  6  

Cou rant  al ternati f  24  V  
(valeu r eff i cace)  

50/60  Max.  1 0/5  30  1 0  30  27  30  
a,  c  

Min .  0  0  5  4  1 0  6  

Cou rant  al ternati f  48  V  
(valeu r eff i cace)  

50/60  Max.  29/1 0  30  29  30  53  30  
a,  c  

Min .  0  0  1 0  4  29  6  

Cou rant  al ternati f  1 00  V  
(valeu r eff i cace)  

Cou ran t  al ternati f  1 1 0  V  
(valeu r eff i cace)  

Cou ran t  al ternati f  1 20  V  
(valeu r eff i cace)  

50/60  Max.  74/20  30  74  30  1 , 1  Ue  30  

a,  c ,  d ,  f  

Min .  0  0  20  4  74  6  

Cou rant  al ternati f  200  V  
(valeu r eff i cace)  

Cou ran t  al ternati f  230  V  
(valeu r eff i cace)  

Cou ran t  al ternati f  240  V  
(valeu r eff i cace)  

50/60  Max.  1 59/40  30  1 59  30  1 , 1  Ue  30  

a,  c ,  d ,  f  

Min .  0  0  40  5  1 59  7  
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NOTE  La com patib i l i té  avec  l es  détecteurs  de  proxim i té  à  2  f i l s ,  con form ém ent  à  l ' I EC 60947-5-2,  est  poss ible  
avec  l e  type  2 .  Voi r  ég alem ent  c)  c i -dessous.  

a  Tous  l es  s i gnau x l og i ques  son t  en  l og i qu e  pos i t i ve.  Les  en trées  ouvertes  do i ven t  être  i n terprétées  comm e 
un  s i gnal  d 'état  0 .  Vo i r  l 'Annexe  B  pou r l es  équ ati ons  et  l es  h ypothèses  u t i l i sées  pou r défi n i r  l es  valeurs  de  
ce  tableau  et  pou r de  pl us  am ples  comm entai res.  

b  Les  l im i tes  de  tens ion  i nd i qu ées  i ncl uen t  tou tes  l es  com posan tes  de  tens ions  al ternati ves.  

c  Les  com m utateu rs  s tati ques  peuvent  affecter l a  val eu r eff i cace  total e  des  harm on i qu es  pu rs  con tenus  dans  
l es  s i gnau x d 'en trée  et  donc  affecter l a  com patibi l i té  de  l ' i n terface  d 'en trée  avec  l es  détecteu rs  de  proxim i té,  
pl us  part i cu l i èrem ent  pou r l e  type  2 ,  en  cou rant  al ternati f  (24  V,  valeu r eff i cace)  Voi r  6 . 2 . 1  pour l es  
exi gences.  

d  Recom m andé  pou r l 'u t i l i sat i on  cou ran te.  

e  La  tens ion  m i n im ale  d 'al im en tati on  externe  pour l es  en trées  de  type  2  en  courant  con ti nu  24  V  connectées  
au x détecteu rs  de  proxim i té  à  2  f i l s  do i t  être  supéri eu re  à  20  V  en  courant  con ti nu  ou  UH  mi n  doi t  être  
i n féri eu re  à  1 1  V  en  couran t  con t i nu  pou r perm ettre  u ne  m arg e  de  sécu ri té  su ff i sante.  

f  La technolog ie  actu el l e  l ’ au tori san t,  e t  pou r encourager l a  concepti on  de  m odu les  d 'en trée  u n i ques,  
com patibles  avec  tou tes  l es  tens ions  ass i g nées  g énéral em ent  u t i l i sées,  l es  l im i tes  son t  absol ues  et  
i ndépendantes  de  l a  tens ion  ass i gnée  (excepté  UH  max)  e t  son t  basées  su r l es  équ ati ons  données  en  
Annexe  B  et  respecti vem ent  su r 1 00  V  en  cou ran t  al ternati f  (valeur eff i cace)  et  200  V  en  cou rant  a l ternati f  
(valeu r eff i cace) .  

g  Vo i r  l es  défi n i t i ons  en  D. 3. 1 .  

ND  =  N on  défi n i  

 

D.4  Entrées analog iques 

Envi ron  quatre-ving ts  pour cent  des  boucles  analog iques  i nstal l ées  sont  des  boucles  de  4  m A 
à 20  m A.  Les  boucles  restantes  son t  réparties  en tre  l es  plages  de  tens ion  et  de  couran t.  Les  
boucles  de  0  m A à 20  m A représentent  un  pourcentage  re lati vem en t faible.  

L'en trée  analog ique  avec  une  p lage  de  s i gnaux com pris  en tre  0  m A et  20  m A n 'est  de  ce  fai t  
pas  recom m andée  pour l es  nouvel les  conceptions .  

Lorsque  ce  m odèle  d 'entrée  est  proposé,  l es  valeurs  ass i gnées  de  l a p lage  de  s ignaux et  de  
l ' im pédance  pour  l es  en trées  analog iques  des  équ ipem ents  de  com m ande  do iven t  être  tel l es  
que  spéci f i ées  dans  l e  Tableau  D . 2.  

Tableau  D.2  – Valeurs assignées  et  l imi tes  d ' impédance pour l es  entrées  analog iques  

Plage de  signaux Limi tes  des  impédances d 'en trée  Points  normati fs  

0  m A à 20  mA ≤  300  Ω  a  

a  Non  recom m andé  pou r l es  concepti ons  fu tu res.  

 

Voi r égalem ent  6 . 5. 2.  

D.5  Sorties analog iques  

Envi ron  quatre-ving ts  pour cent  des  boucles  analog iques  i nstal l ées  sont  des  boucles  de  4  m A 
à 20  m A.  Les  boucles  restantes  son t  réparties  en tre  l es  plages  de  tens ion  et  de  couran t.  Les  
boucles  de  0  m A à 20  m A représentent  un  pourcentage  re lati vem en t faible.  

La sort ie  analog ique  avec une  plage  de  s ignaux com pris  en tre  0  m A et  20  m A n 'est  de  ce  fai t  
pas  recom m andée  pour l es  nouvel les  conceptions .  
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Lorsque  ce  m odèle  de  sort i e  est  proposé,  l es  valeurs  ass i gnées  de  l a plage  de  s ignaux  et  de  
l ' im pédance  de  charge  pour  l es  sorti es  analog iques  des  équ ipem ents  de  comm ande do ivent  
être  tel l es  que  spéci f iées  dans  l e  Tableau  D. 3.  

Tableau  D.3  – Valeurs assignées  et  l imi tes  d ' impédance pour l es  sorties analog iques  

Plage de  signaux Limi tes  des  impédances de charge  Poin ts  normati fs  

0  m A à 20  mA ≤  600  Ω  a,  b  

a  Les  sort i es  doi ven t  rés i ster à  tou te  su rcharge  depu i s  l e  c i rcu i t  ouvert  j usqu 'au  cou rt-ci rcu i t .  

b  Non  recom m andé  pour l es  concepti ons  fu tu res .  

 

Voi r égalem ent  6 . 5. 3 .  

D.6  Écrans à  tube cathodique  

Le développem ent rapide,  la  hau te  qual i té ,  l a  tai l l e  im portan te,  l e  faible  coû t,  etc.  des  écrans  
plats  fon t  ressenti r  le  caractère  fondam en talem ent  obsolète  des  écrans  à tube  cathodique  
pour  l a  p l upart  des  appl icati ons .  

Ces  appare i l s  ne  sont  pas  recomm andés  pour l es  nouvel les  conceptions.  

S i  ces  apparei l s  son t  u t i l i sés,  i l s  do i vent  sat isfai re  aux  exi gences  de  7. 3 . 1  et  de  l 'Annexe  C.  
Les  notes  de  bas  de  tableau  du  Tableau  36  et  du  Tableau  C. 1  sont  m od i f iées  comm e su i t:  

a  L 'essai  de  décharge  é l ectrostati que  do i t  être  appl i qu é  au x  

a)  apparei l s  accessi bles  au x opérateu rs  (par exem ple,  I H M,  PADT et  TE) ;  

b)  accès  par l ’ envel oppe;  

c)  p i èces  access ibles  en  servi ce  (par exem ple,  comm utateu rs,  c l aviers ,  terre  de  protecti on /fonct i onnel l e,  
boît i er  de  m odu le,  accès  de  comm un icati on  avec  connecteu rs  et  connecteu rs  m étal l i ques)  qu i  n e  son t  pas  
protégées  contre  un  accès  fortu i t .  

L'essai  de  décharge  é l ectrostat i que  ne  do i t  pas  être  appl i qu é  au x accès  de  com m un icat i on  sans  connecteu rs,  au x 
accès  E/S  ou  au x accès  d 'al im entat i on .  

b  Cet  essai  est  dest i né  à  véri f i er l a  sens ibi l i té  de  l 'équ i pem ent  au x cham ps  m agnéti ques  qu i  se  produ i sen t  
habi tuel l em ent  su r un  so l  d ' us i ne.  L'essai  n 'est  appl i cabl e  qu 'au x équ ipem ents  con tenan t  des  apparei l s  
sens ibles  au x cham ps  m agnét i ques,  te l s  que  l es  apparei l s  à  effet  Hal l ,  écrans  à  tu be  cathod i que,  un i tés  de  
d i sques,  m ém oi res  m agnéti ques  et  équ ipem ents  analogu es.  L'équ i pem ent  de  com m ande  ne  com porte  
généralem ent  pas  de  te l s  apparei l s .  Cependant,  d 'au tres  apparei l s ,  te l s  que  l es  I H M,  peu vent  en  u t i l i ser.  
L'essai  n ' est  pas  desti né  à  s i m u ler des  cham ps  m agnéti qu es  hau te  i n tens i té  com m e ceux,  par exem ple,  l i és  
au x procédés  de  soudag e  et  de  chau ffage  par i nducti on .  Cette  exi gence  peu t  être  sati sfai te  par un  essai  
appl i qu é  à  l ' apparei l  sens i ble,  dans  l es  l ocau x du  constructeu r de  l ' apparei l .  

c  I l  ne  doi t  y  avoi r  aucun  écart  j u squ 'à  3  A/m .  Au -dessus  de  3  A/m ,  l e  constructeur doi t  spéci f i er  l 'écart  adm is  
pou r l es  i n terfaces  des  écrans  à  tube  cathod iqu e.  

d  Ce  n i veau  ne  représen te  pas  l e  cham p ém is  par un  ém etteu r- récepteu r à  proxim i té  imm édiate  de  l 'EUT.  

La note  de  bas  de  tableau  du  Tableau  41  est  m odi fiée  comm e su i t:  

a  Pou r l es  tubes  cathod iques  (CRT) ,  B  représente  l es  cri tères  de  perform ances,  s i  l e  cham p est  ≥  3  A/m .  

Les  exigences  de  l 'Art icle  D. 6  sont  véri f i ées  conform ém ent  au  Tableau  39,  au  Tableau  40,  au  
Tableau  41 ,  au  Tableau  42,  au  Tableau  43  et  au  Tableau  44.  
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Annexe E  
( in formative)  

 
Raisonnement pour l 'appl ication  des coupures  

de courant  al ternati f et  de  courant continu  

La Fi gure  E . 1  représente  deux  scénarios  d i fférents  de  bus  conti nus.  

Le  côté  dro i t  de  l a  f i gure  représen te  un  bus  de  d is tribu ti on  l ocal  de  couran t  conti nu  (par  
exem ple,  24  V en  courant  con tinu ) .  Ce  bus  al im en te  pl us ieurs  élém ents  de  comm ande de  
processus.  Chaque  é lém ent com porte  un  d ispos i t i f  de  protection  con tre  l es  su rcharges,  par  
exem ple,  u n  d is j oncteur ou  un  fus ible,  qu i  perm et de  l ' i so ler  du  bus  de  d istri bu t ion  en  cas  de  
défau t.  En  variante,  ce  d ispos i ti f  peu t  servi r  à  l a  déconnexion  ou  la  m ise  hors  tens ion  
tem porai re  d 'une  fonction .  

 

Figure E.1  – Distribution  de courant  continu  aux équ ipements de  commande et  défauts  

Le  Tableau  1 7  présen te  un  ensem ble  d 'exigences  en  m atière  de  coupures  de  tension .  Des  
années  d 'expérience  i nd iquent  que  les  équ ipem ents  conçus  pour supporter  l es  
spéci f ications  PS2,  que  ce  so i t  pour u n  type  d 'al im en tati on  en  couran t  al ternati f  ou  en  courant  
con tinu ,  assurent  u ne  protection  raisonnable  des  é lém ents  des  équ ipem ents  de  comm ande  
con tre  l es  pertu rbations  provoquées  par des  coupures  d 'al im en tation  des  bus  de  d istri bu ti on  
de  courant  al ternati f  ou  de  courant  con tinu .  

I l  convient  que  les  équ ipem ents  de  com m ande  assurent  l eu r propre  n i veau  de  protection  
con tre  l es  perturbati ons  (par exem ple,  n i veau  PS2  du  Tableau  1 7) .  Cette  d ispos i t i on  prévo i t  
l es  perturbati ons  prises  en  charge  par un  transform ateur redresseur s im ple  ou  l e  
déclenchem en t du  d is j oncteur d 'un  c i rcu i t  de  d istri bu t ion  de  courant  con ti nu  (X2  représen té  à  
l a  F i gu re  E. 1 ) .  
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d i stri bu ti on  d ’ u n  cou rant  con ti nu  de  
24  V  génère  touj ours  un défaut ˃  1 0  m s  
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La capaci té  du  n i veau  de  coupure  PS1  du  Tableau  1 7  repose  su r la  présence  d 'un  réseau  de  
d istribu tion  d 'énerg ie  très  so l ide.  Le  réseau  de  d istri bu tion  d 'énerg ie  assure  le  passage  de  
l 'énerg ie  et  garanti t  avec une  très  g rande  cert i tude  que  l 'équ ipem ent  de  com m ande n 'est  
soum is  à aucune  perturbati on ,  au  m oins  de  la part  du  bus  de  d istribu t ion  de  courant  al ternati f .  
Cependant,  aucune  protecti on  n 'est  prévue  con tre  l e  déclenchem ent  du  d is j oncteur d 'un  
ci rcu i t  de  d istri bu ti on  de  courant  con ti nu  (X2  représen té  à l a  F i gure  E. 1 ) .  
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Annexe F  
(normative)  

 
E/S numérique:  Entrée à  émission  de courant   

et  sortie  à  absorption  de courant  

F.1  E/S numérique (log ique négative)  

Certaines  appl icati ons  peuvent  exi ger des  en trées  à ém ission  de  courant  et  des  sort i es  à  
absorpti on  de  courant  à  log ique  négati ve  (F igure  F. 1 ) .  La présente  norm e ne  recomm ande  
tou tefo is  pas  l eur u t i l i sat ion  pour une  appl ication  générale  et/ou  com m e m odèle  préféren tie l .  

Une  atten tion  tou te  part icu l i ère  do i t  ê tre  accordée  à l eur  u t i l i sation .  

 

Légende  

C Sort i e:  con tact  m écan ique  ou  s tati que  (par exem ple,  con tact  à  re lai s  sec,  tri ac,  trans i stor ou  équ i valen t  

Z  En trée:  im pédance  d ’en trée  

PS  Al im entat i ons  externes  

NOTE  Certai nes  appl i cati ons  peu ven t  u t i l i ser un i quem ent  une  seu le  al im en tati on  com mune  au x en trées,  au x  
sort i es  et  à  l ’ équ ipem ent  de  comm ande.  

Figure F. 1  – Log ique négative (entrées  à  ém ission  /  sorties à  absorption)  

En  cas  d 'u t i l i sati on  d 'entrées  à  absorption  de  couran t  et  de  sorties  à ém ission  de  courant  à  
l og ique  posi t i ve  (vo i r  F i gure  F. 2) ,  tou t  court-ci rcu i t  (par exem ple,  en  raison  d 'une  usu re  
d 'appl ication  probable  du  câblage)  au  poten ti e l  de  référence  ou  tou te  ruptu re  de  f i l  est  
i n terprété(e)  par l es  en trées  et  les  charges  com m e l ' « état  hors  tension» .  Cette  d ispos i t ion  
génère  des  cond i t i ons  de  sécuri té  pour l 'équ ipem ent de  com m ande,  c 'est-à-d i re  que  l es  
charges  son t  désacti vées  et  que  les  en trées  i nd iquen t  OFF.  

Les  e l l i pses  rouges  avec f lèche  i nd iquent  des  courts-ci rcu i ts  dus  à  une  usure  probable  du  
câblage  dans  l a Fi gure  F.2  et  l a  Figure  F.3  c i -dessous.  

IEC  

Référence  
(Com m une)  Entrée  à  ém iss ion  

de  cou rant  
Sort i e  à  absorpt i on  

de  cou rant  Référence  
(Com m une)  

PS  

Charg e  
Sort i e  

C  
Z  

Équ ipem ent  de  
comm ande  

Entrée  

Source  

PS  

Source  



 – 224  – IEC  61 1 31 -2:201 7 © I EC  201 7  

 

Figure F.2  – Log ique posi t ive  avec  défauts  

En  cas  d 'u ti l i sation  d 'entrées  à ém iss ion  de  couran t  e t  de  sorties  à absorpti on  de  couran t  à  
l og i que  négati ve  (vo i r  F i gure  F. 3) ,  tou t  court-ci rcu i t  (par exem ple,  en  raison  d 'une  usure  
d 'appl ication  probable  du  câblage)  au  potentie l  de  référence  ou  les  défau ts  à l a  terre  sont  
i n terprétés  par l es  en trées  et  l es  charges  com m e l ' « état  sous  tens ion» .  Cette  d ispos i t i on  
génère  des  cond i t i ons  dangereuses  pour l ' équ ipem ent de  com m ande,  c'est-à-d i re  que  l es  
charges  sont  act i vées  et  que  l es  en trées  i nd iquen t  ON .  
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Figure F.3  – Log ique négative avec  défau ts  

Une attenti on  particu l i ère  est  nécessai re  pour cette  appl ication  de  log i que  négative  afi n  
d 'évi ter l es  défau ts  à  la  terre,  te ls  que  l e  f lottem ent  de  la  source  d 'al im entati on  externe  par 
rapport  à  l a  pri se  de  terre  comm une  ou  un  câblage  à très  forte  usure.  

F.2  Fonctionnal i té  et  véri fication  

La fonctionnal i té  e t  l a  véri f i cati on  d 'une  E/S  num érique  à l og i que  négati ve  do i ven t  ê tre  
conform es  au  6. 4.  L'en trée  ou  l a  sortie  est  en  sens  opposé,  m ais  l es  valeurs  et  la  
foncti onnal i té  sont  i denti ques.  
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